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Na uvod

Tato kniha vychadza predovietkym z publikacie Ceskoslovenské krystalo-
grafické nazvoslovi zostavovanej v rokoch 1985 — 1989 terminologickou komi-
siou Ceskoslovenskej kryStalografickej spolo¢nosti. Autormi publikécie boli S.
Durovi¢ (predseda komisie), M. Ceriansky, 1. Cerven, P. Fejdi, J. Fiala, B,
Gruber, J. Hasek, V. Holy, J. Je¢ny, D. Korytar, 1. Kraus, J. Kubéna, J. Mad’ar,
F. Pavel¢ik, L. Smréok, V. Trnovcova, V. Valvoda a L. Zak a obsahovala stvis-
ly text pisany eSte pisacim strojom, v ktorom boli terminy zvyraznené podciar-
knutim. V roku 2011 bola publikacia prepisana do elektronickej podoby a je
pristupna na adrese www.x-ray.cz. Neobsahuje explicitne definicie terminov a
je vhodné iba na overovanie spravnosti terminov. Preto vznikla myslienka spi-
sat’ terminologiu v Standardnom tvare aj s definiciami.

Ked’Ze samotné definicie musia byt presné a stru¢né, ¢asto neposkytuju dos-
tato¢ny vyklad potrebny na osvetlenie suvislosti a pochopenie obsahu terminu.
Preto sa autori tejto knihy rozhodli doplnit’ definicie stru¢énymi vysvetlujicimi
komentarmi. Na pozadi tohto rozhodnutia bol aj imysel spristupnit’ krystalogra-
ficku terminologiu Studentom, ktori sa s ou stretavaja prvykrat. Aby sa dosiah-
lo aj vizualne oddelenie definicie od komentéra, komentar nasleduje v samo-
statnom odseku.

Terminy nie su zoradené v abecednom, ale vo vecnom poradi, aby vynikla
ich vzajomna suvislost’. Preto je kniha rozdelena na viac ¢asti, na navzajom sU-
visiace celky. Toto rozdelenie sa uvadza v obsahu, preto ho tu netreba osobitne
komentovat. Abecedné registre — slovensky aj anglicky — doplnené ekvivalen-
tmi v druhom jazyku, st sucast'ou knihy, takze mézu slizit’ ako slovniky krysta-
lografickych terminov. Pouzivanie niektorych anglickych skratiek (napr.
RHEED, LEED) je natol’ko rozsirené, Ze autori nepovazovali za potrebné navr-
hovat’ slovensky ekvivalent.

Text obsahuje viaceré terminy pouzivané v SirSich suvislostiach (napr. dif-
rakcia, symetria, grupa, izomorfizmus), ale v definiciach sa zohl'adnuje len ich
krystalograficky vyznam. Terminy, ktoré autori neodporucaju pouzivat, ale aj
niektoré poznamky, s napisané kurzivou.

Kostru knihy tvori stibor terminov z publikacie Ceskoslovenské krystalogra-
fické nazvoslovi, je vSak rozsireny najmé o terminy tykajlice sa symetrie krysta-
lov. NavySe bolo potrebné zohl'adnit’ vyrazny rozvoj experimentalnej techniky
pouzivanej na difrakénu analyzu krystalickych latok za posledné Stvrt'storocie.

Autori sa pri tvorbe definicii opierali aj o d’alsie publikacie tykajtice sa krys-
talografie a difrak¢nych metdéd Struktarnej analyzy, najm@ napisane
v slovencine. V tejto stvislosti treba osobitne spomenut Chemicky nducny
slovnik, ktorého precizne formulacie fakticky nebolo mozné menit, ale iba pre-
vziat.



Tato publikaciu zostavili a definicie s poznamkami sformulovali Ivan Cer-
ven (do r. 2008 Katedra fyziky FEI STU, Bratislava), Edmund Dobroc¢ka (Elek-
trotechnicky Ustav SAV, Bratislava) a Pavel Fejdi (Katedra mineraldgie
a petrolégie PriFUK, Bratislava), ktory sa vydania publikacie, zial’, nedozil. Z
jazykového hladiska sa na tvorbe publikacie podielala Iveta Vancova (Jazyko-
vedny tstav L. Stura SAV).

Autori d’akujii recenzentom, ktori vyznamnou mierou prispeli ku kvalite
textu.

Bratislava 2014
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A Geometria kryStalov
a Struktur krysStalickych latok

A 1 Krystal, kryStalova mriezka, kryStalova Struktiara

Struktira latky
usporiadanie stavebnych ¢astic, stavebnych jednotiek alebo krystalickych zfn
Vv latke; podl'a spdsobu usporiadania stavebnych Castic sa rozliSuja najmi krys-
talicke latky a amorfné latky

stavebné Castice
atomy, iony alebo molekuly, z ktorych s vytvorené krystalické i amorfné latky

stavebné jednotky
skupiny nevel’kého poctu stavebnych ¢astic spojenych do vacsich celkov; moézu
to byt trojrozmerné bloky, dvojrozmerné vrstvy alebo jednorozmerne stlpce

kryStalicka latka
latka, ktord ma trojrozmernu transla¢ne periodicki vnttornu stavbu; charakteri-
zuju ju dva subory parametrov: chemické zloZenie a krystalova Struktira

Podl'a vSeobecnejSej definicie vnutorni stavbu krystalickych latok urcuje
maly pocet druhov stavebnych jednotiek a ich konfiguracii. Touto definiciou sa
rozSiruje mnozina latok, ktoré mozno povazovat’ za krystalické (napr. ternarne
a kvaternarne polovodice...). RozliSuju sa krysStalové jedince — monokryStaly
a polykrystalické latky — skladajuce sa z velkého poctu drobnych krystalov.
Od latok s trojrozmernou periodicitou sa odlisujua polytypné Struktury, neuspo-
riadané tuhé roztoky, kvazikrystaly, parakrystaly a kvapalné krystaly

amorfna latka
V uzSom vyzname tuha latka, ktord nemad krystalova Struktaru, t. j. nevyznacuje
sa trojrozmerne periodickym usporiadanim stavebnych Castic

Z hl'adiska usporiadania stavebnych Castic s amorfné aj tekutiny.

stupen kryStalinity
Cislo vyjadrujiice zlomok objemu pripadajuci na krystalicku fazu vo vzorke,
ktora sa sklada z krystalickej a amorfnej fazy; udava sa aj v percentach

krystal
koneéné trojrozmerné teleso s teoreticky nekone¢ne velkou krystalovou StruktU-
rou

Teleso krystalu méze byt ohrani¢ené krystdlovymi plochami tplne (idio-
morfny krystal), CiastoCne (hypidiomorfny kryStal) alebo moze byt bez
akychkol'vek krystalovych ploch (alotriomorfny krystal)
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neusporiadany krystal
krystal, v ktorom existuji zadvazné odchylky od trojrozmerne periodického
usporiadania stavebnych Castic; opakom je usporiadany kryStal

idealny krystal
idealizovany krystal, pri ktorom sa predpoklada dokonale trojrozmerne perio-
dické usporiadanie stavebnych Castic, bez poruch krystalovej Struktary

Ak sa za poruchu povazuju aj kmity mriezky, potom ide o stav pri absolutne
nulovej teplote.

realny kryStal
krystal, v ktorom sa vyskytuja poruchy $truktiry rézneho druhu, pricom od-
chylky od idealne periodického usporiadania stavebnych castic sa mézu pokla-
dat’ za nepodstatné; povazuje sa za usporiadany krystal.

mozaikovy krystal
zjednoduseny model realneho krystalu pozostavajiaci z mozaikovych blokov s
rozmermi ~ 10~7 m s predpokladanou idealnou §truktarou, ktoré majii mierne
odli$n’ priestorovu orientaciu a z hl'adiska difrakcie rtg ziarenia predstavuju ob-
last’, v ktorej su splnené kritéria podmieniujuce vznik prisne koherentnych dif-
raktovanych vin

Takyto kry$tdl ma mozaikovi Struktiru. Rozli¢na orientacia blokov vel'ko-
sti zlomku uhlovych minut nartSa konstruktivnu interferenciu ziarenia difrakto-
vaného réznymi blokmi. Bloky si od seba oddelené poruchami, v realnych
kryStaloch napr. dislokaciami. Takéto kryStaly sa oznacuju aj ako idealne mo-
zaikové krystaly.

nanokrystal
Castica s krystalickou Struktirou, s rozmermi priblizne od 1 nm po 100 nm
Pocet stavebnych Castic nachddzajucich sa na povrchu nanokrystalov zacina
byt vzhl'adom na celkovy pocet Castic vyznamny a vyrazne ovplyviuje vlast-
nosti materialu

parakryStal
tuhd latka vyznacujuca sa usporiadanostou nablizko, pripadne na stredné vzdia-
lenosti, ale bez usporiadanosti na dial’ku, ktora chyba asponi v jednom smere
Tato Struktira sa do istej miery podoba Strukture kvapalnych krystalov.

kvazikryStal
tuhd latka, ktorej Struktura sa vyznacuje nekryStalografickymi prvkami bodove;j
symetrie (napr. 5-, 8-, 10- alebo 12-nasobne osi symetrie), ale chyba jej trans-
la¢nd symetria
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Napriek absencii transla¢nej symetrie poskytuje ostré difrakéné maxima pri
difrakénych experimentoch (s vyuzitim rtg Ziarenia, neutréonov alebo elektro-
nov).

tuhy roztok
zdanlivo homogénna kryStalicka faza zlozena z réznych druhov atdbmov zastu-
penych v réznych koncentraciach a obsadzujdcich urcité polohy v krystalovej
Strukture

Najcastejsie ide o zliatiny dvoch kovov alebo kovu a nekovu. Ak je obsa-
dzovanie poloh ndhodné, ide o neusporiadany tuhy roztok, v opa¢nom pripade
vznika usporiadany tuhy roztok. Ak su v krystalovej Struktre primesovymi
atbmami nahradzané povodné atomy, ide o substitu¢ny tuhy roztok, ak sa
primesové atomy nachadzaju v intersticialnych polohéch, vznika intersticialny
tuhy roztok. Tuhy roztok sa v niektorych pripadoch da chapat’ aj ako zmes
dvoch alebo viacerych izomorfnych faz.

kvapalny krystal
latka, ktorej vlastnosti tvoria prechod medzi vlastnostami tuhych a kvapalnych
latok; mdze tiect’ ako kvapalina, ale sucasne sa vyznacuje istou usporiadanostou
molekul a anizotropiou fyzikalnych vlastnosti ako krysStaly; struktara tohto typu
sa nazyva mezomorfna Struktira

Podla usporiadania molekul sa rozliSuju nematické, cholestericke
a smektické kvapalné krys$taly. Pouzivaju sa napr. v displejoch (LCD).

zrno krystalu (syn. krystalické zrno)
kompaktny krystalicky jedinec

Moze ist o monokrystal alebo zrast. Termin zrno je zauZivany najma
v metalografii v savislosti s pozorovanim morfologie povrchu optickym mikro-
skopom. Mdze pozostavat z viacerych koherentnych oblasti, pre ktoré je
v difraktometrii zauzivany pojem krystalit.

krystalit
z morfologického hladiska kostrovity krystalicky ttvar, ktory sa nestihol vyvi-
nut’ do podoby krystalu (napr. snehova vlocka); v kinematickej teérii difrakcie
rtg ziarenia sa tymto terminom oznacuje aj Cast’ zrna krystalu — koherentna ob-
last’, v ktorej su splnené kritérid na vznik prisne koherentnych difraktovanych
vin

V anglictine sa Vv tejto stivislosti pouziva aj termin crystalline particle — krys-
talicka cCastica.

polykrystalicky agregat
stbor krystalov roznych velkosti, tvarov i orientacie vyskytujicich sa bud’ vo
forme prasku, alebo ako kompaktny material
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krystalova Struktura
teoreticky nekonec¢ne velké trojrozmerne periodické usporiadanie konkrétnych
stavebnych ¢astic (atobmov, ionov, molekal) simerné podl'a niektorej z 230 prie-
storovych grup, tvoriace vnttornt stavbu krystalov; opisuje sa aj pomocou prie-
storove] mriezky a Struktirneho motivu

V realnej krystalovej Strukture sa vyskytuju rézne — poruchy.

idealna krystalova Struktura
kryStalova Struktara idedlneho krystalu

usporiadand Struktura
kryStalova Struktara, v ktorej rozdelenie zakladnych stavebnych Castic mézeme
Z hl'adiska ciel’a povazovat za trojrozmerne periodické

neusporiadana Struktira
krystalova Struktura, v ktorej existuju zavazné odchylky od trojrozmerne perio-
dického usporiadania zakladnych stavebnych ¢astic

RozliSuje sa substitu¢na neusporiadanost’ a pozi¢na neusporiadanost’. Pri
substitu¢nej neusporiadanosti st v zakladnych bunkéach tie isté polohy obsadzo-
vané rozliénymi druhmi atomov. Pri pozi¢nej neusporiadanosti sa danym dru-
hom atému mozu obsadzovat’ viaceré polohy v zdkladnej bunke, alebo su da-
nym druhom atomu v rdéznych zakladnych bunkach obsadené rozli¢né polohy.
Medzi Struktury neusporiadané inym sposobom patria OD-Struktury.

krystalova mriezka
teoreticky nekone¢ne velka abstraktnd reprezentacia kryStalovych Struktur po-
mocou periodického rozmiestnenia mriezkovych bodov (bodové zobrazenie)
alebo sustavou troch osnov mriezkovych priamok (priamkové zobrazenie)

Bodovym zobrazenim sa reprezentuje periodicita kryStalovej Struktary —
vSetky mriezkové body sa vyznacuji rovnakymi hodnotami 'ubovol'nej fyzikal-
nej alebo geometrickej vlastnosti krystalu. Priestorova mriezka vyjadruje pe-
riodicitu Vv trojrozmerne periodickych Strukturach, rovinna mriezka v ich ro-
vinnych rezoch a priamkova mrieZka pozdiz vyznaénych smerov takychto
Struktqr.

mriezkovy bod
jeden z mnoziny jedno-, dvoj- alebo trojrozmerne periodicky rozmiestnenych
bodov tvoriacich kryStdlovii mriezku a vyznaCujucich sa tym, ze v kazdom
Z nich 'ubovol'nd fyzikalna alebo geometricka vlastnost’ krystalu nadobuda rov-
naké hodnoty

Vsetky mriezkové body maju identické a rovnako orientované okolie. Mno-
zina vSetkych mriezkovych bodov tvori priamkovi (v jednom rozmere), rovinnu
(v dvoch rozmeroch) alebo priestorovi mriezku. V niektorej starsej slovenskej
literatare sa ako synonymum mriezkového bodu pouziva termin uzol.
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priama mriezka
mriezka reprezentujuca krystalovu Struktru v realnom trojrozmernom priestore,
pripadne jej rez v rovine (rovinna mriezka); komplementarnou k priamej mriez-
ke je — reciproka mriezka

podmriezka
mriezka, ktord vznikne pravidelnym vynechdvanim niektorych mriezkovych
bodov priestorovej mriezky, teda jej zriedenim

Transla¢na grupa podmriezky je podgrupou translacnej grupy mriezky.

nadmriezka

mriezka, ktord vznikne pravidelnym priddvanim mriezkovych bodov do priesto-
rovej mriezky
Transla¢na grupa nadmriezky je nadgrupou translanej grupy mriezky.

priamy priestor
redlny trojrozmerny priestor, v ktorom sa opisuje Struktara krystalu pomocou
stradnic atomov, pripadne elektronovou hustotou ako funkciou frakénych su-
radnic

Komplementarnym priestorom je — reciproky priestor.

Struktirny motiv
skupina atomov alebo i6nov, ktord sa v Strukture krystalu opakuje pri kazdom
mriezkovom bode, zachovavajuc svoj tvar i orientaciu

mriezkova priamka
priamka prechadzajica dvoma I'ubovol'nymi mriezZkovymi bodmi v priestorovej
mriezke

Jej smer jednoznaéne uréuje symbol mriezkovej priamky [uvw]. V niektorej
starSej slovenskej literatire sa ako synonymum mriezkovej priamky pouZziva
termin uzlova priamka.

peridda identity
vzdialenost medzi dvoma najbliz§imi mriezkovymi bodmi na mriezkovej
priamke

osnova mriezkovych priamok
mnozina navzdjom rovnobeznych mriezkovych priamok danej priestorovej
mriezKky, pricom kazdy mriezkovy bod lezi na niektorej z nich

mriezkova rovina
rovina prechadzajica tromi lubovolnymi mriezZkovymi bodmi v priestorovej
mriezke neleziacimi na jednej priamke

10
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Jej orientdciu jednoznaéne uréuju Millerove, resp. Bravaisove indexy mriez-
kovej roviny (hkl), resp. (hkil). V niektorej starSej slovenskej literatare sa ako
synonymum mriezkovej roviny pouziva termin uzlova rovina.

osnova mriezkovych rovin
mnozina navzajom rovnobeznych mriezkovych rovin danej priestorove; mriez-
ky, priCom kazdy mriezkovy bod lezi na niektorej z nich

Kazdl osnovu mriezkovych rovin charakterizuje medzirovinnd vzdialenost’
dpy; @ retikularna hustota.

medzirovinna vzdialenost’ d;;;
vzdialenost’ medzi dvoma najbliz§imi rovinami osnovy mriezkovych rovin

retikularna hustota
pocet mriezkovych bodov na prisluSnej mriezkovej rovine pripadajuci na jed-
notku plo$ného obsahu

mriezkovy vektor
vektor spéjajuci dva 'ubovol'né mriezkoveé body

kryStalograficky smer
vyznamny smer Vv krysStalovej mriezke zhodny so smerom niektorého mriezko-
vého vektora

baza mriezky
I'ubovolna trojica nekomplanarnych mriezkovych vektorov (vektorov bazy,
bazovych vektorov), ktorych celociselnou linearnou kombinaciou mozno vy-
budovat’ teoreticky nekonecne vel’ku priestorova mriezku

Vybudovanie rovnakej mriezky sa moéze dosiahnut’ pomocou réznych trojic
bazovych vektorov. Bazové vektory sa zvycajne oznacuji symbolmi a;, a,,
a;, vseobecne a; , pricom i = 1,2 alebo 3.

zakladné vektory
trojica mriezkovych vektorov vybrand na zaklade konven¢nych medzinarod-
nych pravidiel tak, aby boli spravidla najkratSie, zvierali maximalny pocet pra-
vych uhlov a vytvarali zakladnd bunku s minimalnym objemom; zvycajne sa
oznacuju pismenami a, b, c

Medzinarodné konvenéné pravidla vyberu sa niekedy oznacuju aj ako Bra-
vaisove pravidla.

mriezkovy parameter
niektory z parametrov charakterizujicich metriku mriezky

Mriezkovymi parametrami su velkosti zakladnych vektorov a,b,c auhly
a,,y, ktoreé zakladné vektory navzajom zvieraju. V niektorej starSej literature
sa pouziva nespravny termin mrieZkovd konstanta.

11
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zdkladna perioda identity
perioda identity pozdlZ niektorého zo smerov ur€enych zdkladnymi vektormi;
zhoduje sa s vel’kost'ou zakladnych vektorov

zakladna bunka
rovnobeznosten vytvoreny pomocou troch zakladnych vektorov a, b, ¢, ktoreho
postupnymi translaciami o ich celo¢iselné nasobky mozno bez zvySku vyplnit
cely, teoreticky nekone€ne vel’ky priestor krystalu

Ak ma zakladna bunka mriezkové body len vo vrcholoch, ide o primitivnu
(P) alebo romboédricku (R) zékladnu bunku, v opa¢nom pripade ide o centro-
vané zakladné bunky, ktoré moézu byt bazicky centrované (A, B alebo C),
priestorovo centrované (I) a plosne centrovane (F).

ortohexagonalna bunka
zakladna bunka v hexagonalnych a trigonalnych priestorovych mriezkach zvo-
lena tak, aby sa dodrzala podmienka maximalneho poctu pravych uhlov medzi
zékladnymi vektormi, ale nezachové sa podmienka vyzadujica najmensi objem

(Vhex = 72 Vortonex)

redukovana bunka
primitivna zékladna bunka tvorena tromi najkratSimi mriezkovymi vektormi,
ktora jednoznacne reprezentuje danu priestorovii mriezku, ale nezohladiuje
medzinarodné (Bravaisove) podmienky vyberu, takZze nema bodova symetriu
priestorovej mriezKy; oznacuje sa aj ako Niggliho bunka

Wignerova-Seitzova bunka
primitivna bunka s tvarom polyédra predstavujuca oblast’ okolo mriezkového
bodu tvorentt mnozinou bodov priameho priestoru, ktoré si k nemu blizsie nez
K inym mriezkovym bodom

Vo vSeobecnosti nema tvar rovnobeznostena, ale na rozdiel od Niggliho
bunky ma bodovu symetriu priestorovej mriezky

Bravaisova mriezka
jedna zo Strnastich priestorovych mriezok liSiacich sa vzajomnymi vztahmi
mriezkovych parametrov a spdsobom centracie, priCom sa reSpektuju medzina-
rodné pravidla vyberu zékladnych buniek (— zakladne vektory, zékladna bun-
ka)

Bravaisove mriezky mozno zatriedit do siedmich kategorii, ktoré sucasne
definujd maximalnu symetriu v siedmich krystalografickych sustavach. Zatrie-
denie do jednotlivych sustav s vyzna¢enim centracie zakladnych buniek je také-
to: triklinickd — P; monoklinicka — P a C; rombickd — P, C, | a F; tetragonalna —
P aI; trigonélna — R; hexagonalna — P; kubickd — P, I a F (— zakladna bunka).
Symetria Bravaisovej mriezky krystalovej Struktiry nie je postacujicou, ale len

12



Al Krystal, mriezka, Struktira

nevyhnutnou podmienkou na zaradenie krystalickej latky do niektorej zo sied-
mich krysStalografickych sustav.

kryStalograficka sustava
kategoria na klasifikaciu krystalickych latok uréena metrikou a symetriou; rozli-
Suje sa tychto sedem sustav vytvorenych krysStalografmi: triklinicka, monokli-
nicka, rombicka, tetragonalna, trigonalna, hexagonalna a kubickéa sustava

Vztahy a #=ba [ > 90° pouzivané pri definovani metriky kryStalografic-
kych sustav maju tento vyznam: ,,a sa vo vSeobecnosti nerovna b a ,,uhol S je
vo vSeobecnosti vacsi nez 90°“, takze v Specifickych pripadoch moze platit’
rovnost’. Prehl'ad metriky jednotlivych krysStalografickych sustav je v tab. 1.

triklinicka sustava (syn. trojklonna sustava)
sustava, ktora charakterizuje metrika a = b # ¢, a # B # y # 909
uplatiiuje sa v nej nanajvys symetria podl'a stredu simernosti

Za zakladné vektory sa vyberaji najkratSie mriezkové vektory a vSetky uhly
medzi nimi su ostre (tzv. normalny vyber).

monoklinicka sustava (syn. jednoklonna sustava)
sustava, ktoru charakterizuje metrika a # b # ¢, a = y =90° g > 90°
(pre 2. postavenie); z prvkov simernosti ju jednozna¢ne urcuje pritomnost’ jedi-
nej dvojnasobnej osi, jedinej roviny sumernosti, alebo ich kombinacia

St mozné tri vybery stradnicovej sustavy: prvé postavenie, pri ktorom
2 = X, druhé postavenie, pri ktorom 2 =Y, alebo tretie postavenie, pri kto-
rom 2 = Z; konvencnym je druhé postavenie.

rombicka sustava (syn. kosostvorcova siustava)
sustava, ktord charakterizuje metrika a # b # ¢, a = [ =y = 90° z prvkov
stimernosti ju jednozna¢ne urcuje pritomnost’ troch rovin simernosti alebo troch
dvojnéasobnych osi, alebo kombinécia dvoch rovin simernosti s jednou dvojnéa-
sobnou osou

Casto sa pod vplyvom anglosaske;j literatary pouziva na jej pomenovanie nie
celkom spravny vyraz ortorombickéa sustava.

tetragonalna sustava (syn. §tvorcova sustava)
sUstava, ktoru charakterizuje metrika a =b #c¢, a = =y =90° z prvkov
stimernosti ju jednozna¢ne urcuje jedna $tvornasobna os alebo jedna Stvorna-
sobna rotoinverzna os

trigonalna sastava (syn. trojuholnikova sustava)
sUstava, ktoru charakterizuje metrika a =b =c¢, a = =y # 90° z prvkov
sumernosti ju jednozna¢ne urcuje jedna trojnasobna os alebo jedna trojndsobna
rotoinverzna os bez pritomnosti roviny simernosti kolmej na osi
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Za trigonalne sa povazuju tie kryStalické latky, pre ktoré mozno pouzit’ aj
romboédrické, aj hexagonalne sdradnicové osi, pricom st mozné dva vybery sU-
radnicovej sustavy pre romboédrickl zakladni bunku: obverzny vyber
(Ropverzna) alebo reverzny vyber (R, eperzng)- Na oznaCenie tejto ststavy sa
pouziva aj nevhodny termin romboédricka sustava.

hexagonalna sustava (syn. Sest’'uholnikova sistava)
sustava, ktorl charakterizuje metrika a=b #c¢, a = =90° y =120° z
prvkov sumernosti ju jednozna¢ne urcuje jedna Sestnasobna os alebo jedna
Sest'ndsobna rotoinverzna os

Za hexagonalne sa povazuju tie krystalické latky, pre ktoré mozno pouzit’ len
hexagonalne alebo ortohexagonalne suradnicové osi. V $pecialnych pripadoch
sa v hexagonalnej sustave vyberaju bunky C (V. = 3Vp) a H, pri ktorej tiez
Vy = 3Vp, kde V je objem primitivnej bunky, V- a Vy su objemy buniek typu C
aH.

kubicka sustava (syn. kockova sustava)
sustava, ktoru charakterizuje metrika a=b =c, a = =y =90° z prvkov
sumernosti ju jednoznacne urcuje pritomnost’ Styroch trojndsobnych osi

reciproké vektory
trojica vektorov a’ slvisiaca s trojicou bazovych vektorov a; definovana
vztahmi @’ - a; = 6;j, kde &;; =+1,aki=j,ad;; =0,aki=j, pricom inde-
Xy i,j nadobudaju hodnoty 1, 2 alebo 3; ak vektory a; su trojicou zakladnych
vektorov, potom vektory a’ tvoria trojicu zakladnych reciprokych vektorov

Z defini¢ného vztahu vyplyva, Ze reciproky vektor a® je kolmy na rovinu
vektorov a,, as; Vv pripade, ze vektory a,, a,, a; su na seba kolmé, jeho verl-
kost’ sa rovna prevratenej (reciprokej) velkosti vektora a, priamej mriezky.
Analogické vztahy platia pre ostatné reciproké vektory. Reciproké vektory st
zakladom metriky v reciprokom priestore.

reciproka mriezka
konStrukcia abstraktnej teoreticky nekonecne velkej mriezky vybudovana po-
mocou celociselnej linearnej kombindcie reciprokych vektorov

Kazdému mriezkovému vektoru reciprokej mriezky je jednoznacne priradena
osnova mriezkovych rovin priameho priestoru, na ktoru je kolmy. Mriezkovym
bodom reciprokej mriezky sa prirad’ujii hodnoty Struktirnych faktorov, ¢im sa
vytvara osobitny druh reprezentacie difrakéného obrazu.

reciproky priestor
komplementarny priestor k priamemu priestoru, ktorého metrika je uréena béa-
zou tvorenou trojicou reciprokych vektorov
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Interpretuju sa v iom difrakéné obrazy, Fourierovymi tranformaciami sa
prevadzaji hodnoty Struktarnych faktorov priradené jednotlivym bodom reci-
prokej mriezky na elektronovu hustotu v priamom priestore.

koeficient zaplnenia
Ciselny faktor udavajtci pomer medzi objemom atomov reprezentovanych ne-
stla¢itelnymi rovnako vel’kymi gulami a objemom priestoru, v ktorom sa atémy
nachadzaju

Pri najtesnejSom usporiadani dosahuje hodnotu 0,74, v ostatnych usporiada-
niach je niZsi.

najtesnejSie usporiadanie
priestorové usporiadanie rovnako velkych stavebnych c¢astic v kryStalovych
Struktarach, pri ktorom — V porovnani s inymi moznymi usporiadaniami — zabe-
raju minimalny objem

V tomto usporiadani sa vyskytuju tetraédricke a oktaedrické medzery, ktoré
mozu vypliat atomy iného druhu s vhodnymi polomermi. V rovine najtesnej-
Siemu usporiadaniu zodpoveda len hexagonalna metrika a Symetria, v priestore
mu zodpoveda hexagonélna (hcp Struktury) aj kubicka metrika a symetria (fcc
Struktuary).

tesné usporiadanie
priestorové usporiadanie rovnako velkych stavebnych castic v krystalovych
Strukttrach, pri ktorom — v porovnani s najtesnejSim usporiadanim — nezaberaju
minimalny objem a koeficient zaplnenia dosahuje nizsie hodnoty

V rovine tesnému usporiadaniu zodpoveda len tetragonalna metrika
a symetria, v priestore kubicka metrika a symetria (bcc $truktury). VoI'né me-
dzery mozu vyuzivat’ intersticialne atomy.

usporiadanost’ nablizko
usporiadanost’ stavebnych castic v Strukture tuhej alebo kvapalnej latky, uplat-
nujica sa iba na vzdialenostiach porovnatel'nych s medziatbmovymi vzdiale-
nost’ami; v priestorovej korelacii su iba susedné Castice

Prejavuje sa istou pravidelnostou v rozlozeni susednych atdbmov alebo mole-
kal. Pri topologickej usporiadanosti nablizko ide o atomy rovnakého druhu,
pri chemickej usporiadanosti ide 0 atobmy iného, ale urcitého druhu.

usporiadanost’ na dial’ku
usporiadanost’ vzajomnych poldh stavebnych Castic, pri ktorej sa urCité ich zo-
skupenie pravidelne opakuje v 'ubovol'nej vzdialenosti od vychodiskovej polo-
hy; navzajom su v priestorovej korelcii nielen susedné, ale aj 'ubovolne od se-
ba vzdialené atdémy ¢i molekuly
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parameter usporiadanosti na dialPku
Ciselny faktor S z intervalu (0, 1), ktorym sa charakterizuje miera usporiadanosti
binarneho tuhého roztoku na dial’ku

Ak v tuhom roztoku pozostavajucom z dvoch druhov atomov A a B obsadzu-
jucich dve polohy a a 8 je R pocet spravne umiestnenych atomov a W je pocet
nespravne umiestnenych atémov, tak S = (R - W)/N, kde N =R + W je cel-
kovy pocet atomov. Pri dokonalom usporiadani R =N, W =0aS = 1; pri
uplnej neusporiadanosti R = W a S = 0. Parameter je mozné zovSeobecnit’ pre
pripad nestechiometrickych tuhych roztokov.

parameter usporiadanosti nablizko
Ciselny faktor s z intervalu (0, 1), ktorym sa charakterizuje miera usporiadanosti
binarneho tuhého roztoku nablizko

Parametrom sa vyjadruje relativny podiel spravne umiestnenych susediacich
atobmov A a B. Je zavedeny tak, aby vztah (1/2)(1 + s) udaval pravdepodob-
nost, ze susedom atomu A je atom B, a aby vzt'ah (1/2)(1 — s) udaval pravde-
podobnost’, ze jeho susedom je atdm A. Pri dokonalom usporiadani s = 1, pri
uplne ndhodnom rozdeleni s = 0.

izoStrukturne latky
krystalické latky so Struktarami symetrickymi podla identickych priestorovych
grup s blizkymi frakénymi suradnicami jednotlivych atomov liSiace sa chemic-
kym zloZzenim, mriezkovymi parametrami, medziatomovymi vzdialenost'ami
a vazbovymi uhlami

izomorfizmus
vzajomna podobnost’ Struktar viacerych krystalickych latok; odliSnost” vzniké
nahradenim atomu alebo celej molekuly v Struktire inym atdbmom alebo mole-
kulou, alebo pridanim atomov do vol'nych miest v Struktire, pricom sa typ p0-
vodnej krystalovej Struktiry zachova

Podl'a sposobu nahradenia existuje substitu¢nd izomorfia, subtrakénd izo-
morfia a adi¢na izomorfia. Pri substitu¢nej izomorfii sa vzajomne zastupujU izo-
Strukturne latky tvoriace tak substitu¢ny tuhy roztok. Pri subtrakénej izomorfii
sa vzajomne zastupuju rozli¢ne valentné 16ny toho istého chemického prvku. Pri
adi¢nej izomorfii sa zastupujuci atdm umiestituje do intersticidlnych poloh, ¢im
vznikaju intersticialne tuhé roztoky. V starSej literature sa pouziva aj termin
diadochia.

polymorfizmus
schopnost’ niektorych latok vytvarat’ viacero typov krysStalovych Struktir rovna-
kého chemického zloZenia, t. j. rozne polymorfne modifikacie

Z polymorfnych modifikacii je pri danych podmienkach stabilna iba jedna,
ostatné st metastabilné.
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polytypizmus
$pecialny druh polymorfizmu typicky pre niektoré krystaly s vrstevnatou Struk-
tdrou

Polytypické modifikdcie sa navzajom liSia tym, Ze Struktirne zhodné vrstvy
alebo skupiny vrstiev sa ukladaji na seba navzajom r6zne posunuté alebo po-
otoc¢ené, ¢im mozu stratit’ periodicitu v jednom smere. RGzne polytypy toho is-
tého krysStalu sa navzajom odliSuju periddou identity v kolmom smere na vrstvy.

OD-struktura
Struktra skladajica sa z vrstiev s vlastnou parcialnou symetriou; vysledna
Struktira moze byt usporiadana — ordered (ak je ukladanie vrstiev periodické),
Ciasto¢ne usporiadana alebo Uplne neusporiadana — disordered

Skratka OD je utvorena z anglického nazvu Order-Disorder.

ionovy polomer
polomer prisudzovany ionu s predpokladanym gulovym tvarom

[6nové polomery su poloempirické hodnoty vypocitané zo vzdialenosti t'a-
zisk atomov, ktorych suradnice sa ziskaju pri rieSeni krystalovych Struktar. Pri-
tom sa vychadza z predpokladu, Ze polomer i6nu V102~ r = 1,40 A a polo-
merionu VIF~ r = 1,33 A,

kovalentny polomer (syn. atomovy polomer)
prispevok atdbmu kdlzke kovalentnej vidzby medzi dvoma atomami
v kovalentnej Strukture alebo v molekule

koordinacia
spdsob geometrického usporiadania atdbmov (ionov) okolo centrdlneho atomu
(i6nu) v krystalovej Strukture; zavisi od polomerov atémov (i6nov) a od druhu
chemickej vazby

V krystalovych Struktirach kovov je vzdjomné usporiadanie atomov (pocet
najbliz§ich susediacich atobmov) zvycCajne identické s najtesnejSim usporiadanim
(koordina¢né ¢islo 12). V i6novych krystalickych latkach su kationy tesne ob-
klopené aniénmi.

koordina¢né ¢islo
pocet atdbmov alebo 16nov viazanych na urcity centralny atém alebo 16n

Hlavnym kritériom podmienujiucim koordina¢né ¢islo v idonovych krystaloch
je pomer polomerov stavebnych Castic (atdmov, kationov a anionov). Najbez-
nejsSie koordinédcie charakterizuju tieto koordinacné Cisla: 3 (plosnéa koordinacia,
rovnostranny trojuholnik), 4 (tetraédrickd koordinacia), 6 (oktaédricka koordi-
nacia), 8 (kubicka koordinacia), v krystalovych struktirach kovov aj 12 (kubo-
oktaedricka koordinacia). V krystaloch s kovalentnou vdzbou je koordina¢né
Cislo ur¢ené vdzbovost'ou atomov.
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homodesmicka Struktura
druh krystalovej Struktury, v ktorej sa uplatiuje alebo vyrazne prevlada len je-
den druh chemickej vazby

Podla typu vizby sa rozliSuji ionova Struktira, kovalentna Struktira a
kovova Struktura.

homometrické Struktury
dve alebo viaceré krystalové struktary tvorené rovnakymi atbmami, vyznacuju-
ce sa zhodnymi mnoZinami medziatdbmovych vzdialenosti a odliSujuce sa iba
vz4ajomnou orientdciou Strukturnych motivov

Maja rovnaké difrakéné obrazy, preto ich nemozno rozlisit’ difrakénymi me-
todami.

izovektorové Struktiary
krystalové Struktiry so zhodnou mnoZinou medziatomovych vektorov bez
ohl'adu na druh atomov

enantiomorfné Struktury
Specidlny pripad dvojic homometrickych Struktur, v ktorych st smery vsetkych
medziatdmovych vektorov vzajomnymi zrkadlovymi obrazmi

superStruktira
Struktdra, v ktorej sa na zakladnu periodu identity superponuje dodatoéna perio-
da usporiadania stavebnych Castic

Jej vznik je podmieneny napr. magnetickym alebo chemickym usporiadanim,
pricom sa meni symetria Struktury ako celku alebo velkost’ zakladnej bunky.

modulovana Struktiara
Struktdra, ktora sa da opisat’ modelom s periodickymi zmenami v geometrii ale-
bo v chemickom zlozeni na vzdialenosti va¢Sie nez niektory mriezkovy parame-
ter

Periodicita zmien je ndsobkom niektorej periody identity krystalovej StruktU-
ry.

simeratel’na Struktira
modulovana $truktura, v ktorej sa vyskytuju len také periodicity usporiadania
atomov, ktoré su racionalnym nasobkom niektorej periody identity krystalovej
Struktury

nesumeratel’na Struktira
modulovana Struktira, v ktorej sa vyskytuju také periodicity usporiadania ato-
mov, ktoré su iraciondlnym nasobkom niektorej periddy identity krystalovej
Struktury
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A 2 Morfologicka kryStalografia

krystalovy tvar
subor simerne zdruZenych krystalovych ploch

RozliSuju sa uzavreté krystalové tvary a otvorené krystalové tvary. Uzav-
reté kryStalové tvary (U) celkom uzatvaraju priestor a mozu sa na krystaloch na-
chadzat’ samostatne bez kombinacie s inymi tvarmi. Ak kryStalové tvary neu-
zatvaraju priestor, su otvorené (0) a musia sa vzdy navzajom kombinovat. Po-
menovania kryStalovych tvarov st odvodené zo starogréCtiny. Existuji tieto
krystalové tvary: pedion (O), pinakoid (O), déma (0), sfenoid (0), disfenoid (U),
prizma (monoklinicka, rombicka, ditetragonalna, tetragonalna, ditrigonalna, tri-
gonalna, dihexagonalna, hexagonalna) (O), pyramida (monoklinicka, rombicka,
ditetragonalna, tetragonalna, ditrigonalna, trigonalna, dihexagonalna, hexago-
nalna) (0O), dipyramida (monoklinicka, rombicka, ditetragonalna, tetragonalna,
ditrigonalna, trigonalna, dihexagonalna, hexagonalna) (U), skalenoéder (tetra-
gonalny, trigonalny) (U), trapezoéder (tetragonalny, trigonalny, hexagonalny)
(U), romboéder (U). V kubickej sustave sa vyskytuja len uzavreté krystalové
tvary, ktoré nemaju obdobu v inych krystalografickych sustavach. Su to: hexa-
oktaéder, tetragdn-tri oktaéder, trigdn-tri oktaéder, tetrahexaéder, oktaéder,
rombododekaéder, pentagdndodekaéder, hexaéder, pentagon-tri oktaéder, dido-
dekaéder, hexatetraéder, tetraéder, trigon-tri tetraéder, tetragon-tri tetraéder.

tvar kryS$talu (syn. habitus kryStalu)
vzhlad krystalu, ktory urCuju prevladajuce krysStalové plochy (napr. vzhlad
izometricky, tabulkovity, stipcovity, ihli¢kovity, vlaknity)

pedion
otvoreny krystalovy tvar tvoreny jedinou plochou tvaru 'ubovolného n-uhol-
nika bez simerne zdruzenych ekvivalentnych ploch

pinakoid
otvoreny krystalovy tvar tvoreny dvoma rovnobeznymi plochami tvaru l'ubo-
vol'ného n-uholnika, simerne zdruzenymi podl'a roviny simernosti, dvojnasob-
nej osi alebo stredu sumernosti

doma
otvoreny krystadlovy tvar tvoreny dvoma réznobeznymi plochami tvaru l'ubo-
vol'ného n-uholnika, simerne zdruzenymi rovinou simernosti

sfenoid
otvoreny krystalovy tvar tvoreny dvoma rdéznobeznymi plochami tvaru l'ubo-
volI'ného n-uholnika, simerne zdruzenymi dvojnasobnou osou
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disfenoid
uzavrety krysStadlovy tvar, ktory vznikd spojenim dvojice sfenoidov sumerne
zdruzenych podl'a dvoch d’al$ich dvojnasobnych osi

prizma
otvoreny krystalovy tvar tvoreny najmenej tromi plochami pretinajicimi sa v
rovnobeznych hrandch

Podl'a simernosti a metriky prizma méZe byt monoklinicka, rombicka, ditet-
ragonalna, tetragonalna, ditrigonalna, trigonalna, dihexagonalna a hexagonalna.

pyramida
otvoreny krysStadlovy tvar tvoreny najmenej tromi plochami pretinajucimi sa vo
vrchole

Podl'a simernosti a metriky pyramida moze byt monoklinicka, rombicka, di-
tetragonalna, tetragonalna, ditrigonalna, trigonalna, dihexagonalna a hexagonal-
na.

dipyramida
uzavrety kryStalovy tvar, ktory tvoria dve simerne zdruzené pyramidy (rovinou
sumernosti alebo suborom dvojnésobnych osi)

Podl'a sumernosti a metriky dipyramida mo6ze byt monoklinickd, rombicka,
ditetragonalna, tetragonalna, ditrigonalna, trigonalna, dihexagonalna a hexago-
nalna.

skalenoeder
uzavrety krystalovy tvar zloZzeny zo vSeobecnych trojuholnikov (po starogrécky
skalénos) sumerne zdruzenych podl'a kombindcii rotoinverznych osi, rovin a
dvojnasobnych osi simernosti (4 + m + 2 alebo 3 + m + 2)

Podrl'a sumernosti a metriky skalenoéder moéze byt tetragonalny alebo trigo-
nalny.

trapezoéder
uzavrety krystalovy tvar zloZeny zo vSeobecnych Stvoruholnikov (po starogréc-
ky trapézos) simerne zdruzenych podl'a kombinacie rota¢nych osi simernosti
(4 + 2,3+ 2alebo 6 + 2)

Podl'a sumernosti a metriky trapezoéder moze byt tetragonalny, trigondlny
alebo hexagonalny.

romboéder
uzavrety kryStalovy tvar tvoreny Siestimi kosostvorcovymi plochami

Vyskytuje sa len v trigonalnej sustave v bodovych grupach obsahujucich ro-
toinverzn os 3 (grupy 32/m a 3)av bodovej grupe 32.
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oktaeder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 6smimi plochami tvaru rovnostranného troj-
uholnika

hexaoktaéder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 48 plochami tvaru vSeobecného trojuholnika
vzty€enymi V Sesticiach nad kazdou plochou oktaédra

tetragon-tri oktaéder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 24 plochami tvaru deltoidového Stvoruholnika
vzty€enymi v trojiciach nad kazdou plochou oktaédra

trigon-tri oktaéder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 24 plochami tvaru rovnoramenného trojuhol-
nika vzty¢enymi v trojiciach nad kazdou plochou oktaédra

hexaéder (syn. kocka)
uzavrety kryStalovy tvar tvoreny Siestimi plochami tvaru Stvorca

tetrahexaéeder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 24 plochami tvaru rovnoramenného trojuhol-
nika vzty€¢enymi v Stvoriciach nad kazdou plochou hexaédra

rombododekaéder
uzavrety krysStalovy tvar tvoreny 12 plochami tvaru kosostvorca

pentagdndodekaéder
uzavrety krysStalovy tvar tvoreny 12 plochami tvaru nepravidelného patuholnika

pentagon-tri oktaéder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 24 plochami tvaru nepravidelného péatuholnika
vzty¢enymi v trojiciach nad kazdou plochou oktaédra

didodekaéder

uzavrety krystalovy tvar tvoreny 24 plochami tvaru nepravidelného Stvoruhol-
nika

tetraeder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny Styrmi plochami tvaru rovnostranného troj-
uholnika

hexatetraeder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 24 plochami tvaru vSeobecného trojuholnika
vzty¢enymi v Sesticiach nad kazdou plochou tetraé¢dra
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trigon-tri tetraéder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 12 plochami tvaru rovnoramenného trojuhol-
nika vzty¢enymi v trojiciach nad kazdou plochou tetraédra

tetragon-tri tetraéder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 12 plochami tvaru deltoidového Stvoruholnika
vzty€enymi v trojiciach nad kazdou plochou tetraédra

pentagdn-tri tetraéder
uzavrety krystalovy tvar tvoreny 12 plochami tvaru vSeobecného pétuholnika
vzty€enymi v trojiciach nad kazdou plochou tetraédra

Millerove indexy
trojica nesudeliteI'nych celych Cisel h, k, [, ktoré udavaju orientaciu krystalove;j
plochy alebo mriezkovej roviny v sturadnicovej ststave urCenej tromi zaklad-
nymi vektormi

Tieto indexy st umerné prevratenym hodnotdm skutoénych tsekov vytina-
nych plochou na zékladnych vektoroch, pricom pre jedina krystalova plochu
alebo mriezkovu rovinu sa pouziva Millerov symbol (hkl) a pre krystalovy

tvar, resp. pre subor vsetkych ekvivalentnych mriezkovych rovin Millerov sym-
bol {hkl}.

Bravaisove indexy
Stvorica nesudeliteI'nych celych ¢isel h, k, i, [, ktoré udavaju orientaciu krystalo-
vej plochy alebo mriezkovej roviny v suradnicovej sustave uréenej zakladnymi
vektormi

Tieto indexy sa pouzivaju len v trigonédlnej a hexagonalnej sustave, v ktorych
st zavedené Styri zakladné vektory. Plati medzi nimi vztah h + k + i = 0. Tie-
to indexy su umerné prevratenym hodnotam skutonych usekov vytinanych
plochou na zakladnych vektoroch, pri¢om pre jedina krystalov( plochu sa pou-
ziva Bravaisov symbol (hkil) a pre krystalovy tvar, resp. pre stibor vietkych
ekvivalentnych mriezkovych rovin Bravaisov symbol {hkil}.

zona
stubor najmenej troch krystalovych ploch pretinajucich sa v rovnobeznych hra-
nach, s ktorymi je rovnobezna jedina mriezkova priamka prechadzajica zaciat-
kom sdradnicovej sustavy — 0s zony [uvw]

goniometer na meranie krystalov
pristroj pouzivany na meranie uhlov, v krystalografii na meranie uhlov medzi
kolmicami na krystalové plochy

Jestvujii menej presné mechanické prilozné goniometre, ale pouzivaju sa
presnejsie optické goniometre zalozené na merani uhlov medzi svetelnymi luc-
mMi odrazenymi od jednotlivych krystalovych pléch. Goniometre sa pouzivaju aj
na meranie difrakénych uhlov v difraktometroch.
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kryStalograficka projekcia
geometrickd konstrukcia na spracovanie vysledkov goniometrickych merani, pri
ktorej sa jednotlivé plochy krystalu reprezentuju poziénymi bodmi na projeké-
nej rovine

Pouziva sa gul'ova, gnomonicka a stereograficka projekcia.

gul’ova projekcia
abstraktnd trojrozmerna konstrukcia sliZiaca na zobrazenie orientacie kryStalo-
vych ploch pomocou projekénych bodov na projekénej guli

Krystal sa virtualne umiestiiuje do stredu projekénej gule s polomerom pod-
statne vacsim nez vel'kost’ krystalu, pricom projekénymi bodmi su priese¢niky
normal na jednotlivé plochy krys$talu s povrchom projekénej gule. Poloha pro-
jekéného bodu na projekénej guli je jednozna¢ne ur¢ena dvomi uhlovymi sU-
radnicami: suradnicou ¢ (udava uhol od nultého poludnika) a sdradnicou p
(uhol merany od polu S). Projekéné body vSetkych kryStalovych ploch patria-
cich do jednej zony sa v gul'ovej projekcii premietaji na vel'ké kruznice (t. j.
kruznice s rovnakym polomerom ako gul'ova plocha). Tato projekcia sluzi ako
vychodisko pre ostatné typy projekcii.

projek¢na gula
gulova plocha pouzivana pri gul'ovej, gnomonickej i stereografickej projekcii,
do ktorej stredu sa virtudlne vklada krystal a na ktorej sa zobrazuju projekéné
body reprezentujuce plochy krystalu, ale mézu sa zobrazit’ aj grafické symboly
reprezentujuce prvky sumernosti krystalu

Na projekénej guli podobne ako na globuse sa vyznacuje severny poél (S),
juzny pol (J), rovnik, rovnobezky a poludniky.

Ide 0 zauzivany krystalograficky termin, v ktorom sa pod pojmom gula nero-
zumie teleso, ale len jeho povrchova plocha.

gnémonicka projekcia
dnes malo pouzivana krystalografickd projekcia, pri ktorej sa body leziace na
projekénej guli premietajt z jej stredu na tangencialnu projek¢nia rovinu dotyka-
jacu sa gul'ovej plochy v niektorom jej péle

Vzdialenost' | medzi poélom a pozicnym bodom sa vyjadruje vzt'ahom
l = r tg p (— gulova projekcia), kde r je polomer projekénej gule.

stereograficka projekcia
krysStalografickd projekcia, pri ktorej sa body leziace na jednej polovici projekc-
nej gule premietaji na ekvatorialnu projekénu rovinu spojnicou s protilahlym
polom

Vzdialenost’ [ medzi za¢iatkom sUradnicovej sustavy a projekénym bodom sa
V tejto najpouzivanejsej projekcii vyjadruje vztahom [ = r tg (p/2). Stereogra-
ficka projekcia zachovava pomerné vzdialenosti medzi projekénymi bodmi.
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Graficky sa projekéné body zobrazuju pomocou — Wulfovej siete. Projekéné
body mézu lezat’ vo v§eobecnych polohach (neleZia na Ziadnom prvku simer-
nosti), v Specialnych polohach (lezia na niektorom prvku stmernosti alebo na
ich kombindcii) alebo v limitnych polohach (reprezentujucich plochy so $pe-
cialnym vztahom k suradnicovym osiam, napr. sU S nimi rovnobezné).

Waulffova siet’
grafickd pom6cka na spracovanie goniometrickych merani v stereografickej
projekcii predstavujuca projekciu poludnikov a rovnobeziek z projekénej gul’o-
vej plochy
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A 3 Symetria krystalov a kryStalovych Struktar

symetria (Syn. simernost’)
vlastnost’ krystalickych latok a kryStalov, ich vonkajSich tvarov 1 Struktury za-
chovavat’ si tvar aj usporiadanie atdbmov pri istych priestorovych transforma-
ciach — operéciach symetrie

pseudosymetria
vlastnost’ objektov podobnd symetrii a odliSujica sa od nej tym, Ze jednotlivé
Casti utvaru sa pri transformacidch stotoZiuju iba priblizne

operdacia symetrie (syn. operacia sumernosti)
ortogonalna transformacia, ktorou sa objekty transformuju tak, Ze povodny
a transformovany objekt su geometricky i fyzikalne ekvivalentné

Ide o otoCenie, zrkadlenie, inverziu a pri kryStdlovych Struktirach aj o
mriezkovu translaciu, ako aj 0 kombinéciu tychto operacii. Pri zlozenych opera-
ciach symetrie je translacia zlomkom periddy identity.

ortogonalna transformacia
transformacia objektu, pri ktorej sa zachovavaju vzdialenosti medzi 'ubovol-
nymi dvomi bodmi objektu

Determinant matice ortogonalnej transformécie ma hodnoty +1 alebo 1.

krystalograficka operacia symetrie
operacia symetrie tykajtca sa krystalickych latok; podmienend je trojrozmernou
periodicitou usporiadania ich stavebnych castic

nekrysStalograficka operacia symetrie
operacia symetrie uplatitujuca sa v objektoch, v ktorych chyba trojrozmerna pe-
riodicita usporiadania ich stavebnych cCastic

Ide najma o otocenia okolo 5-ndsobnych a viac nez 6-nadsobnych osi vratane
otoceni o 'ubovol'ne maly uhol pri objektoch s gulovou ¢i valcovou symetriou
(— kvazikrystaly).

operacia antisymetrie
operacia symetrie uplatiiujlica sa pri interpretacii Struktar niektorych druhov
krystalickych latok, pri ktorej sa transformovanému atému priradi nielen nova
poloha, ale aj opa¢na hodnota dodatkového parametra, napr. opacny smer mag-
netického momentu (— Subnikovove grupy)

totalna operéacia symetrie
operacia symetrie, pri ktorej sa cely utvar transformuje do geometricky a fyzi-
kalne ekvivalentnej polohy
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parcialna operéacia symetrie
kryStalografickéd operdcia symetrie, pri ktorej sa iba Cast’ Gtvaru transformuje do
geometricky a fyzikalne ekvivalentnej polohy

Parcialne operacie symetrie sa vyskytuju napriklad pri symetrii vrstiev
Vv polytypnych Struktarach.

lokélna operéacia symetrie
operacia symetrie, ktora sa uplatiuje len v Casti krystalovej Struktry; moze byt
kryStalograficka aj nekrystalograficka

Lokalnu symetriu méZe mat’ napriklad molekula, ¢ast’ zdkladnej bunky alebo
Cast’ Struktury kvazikrystalov.

jednoducha operacia symetrie
operacia symetrie pozostavajlica z jedinej transformacie; moze ist’ o inverziu,
zrkadlenie, rotaciu a translaciu

zloZena operacia symetrie
kombinacia aspont dvoch transformacii, ktord v pripade konkrétnej Struktury
krystalu je ako celok operaciou symetrie, ale jednotlivé transformacie samostat-
ne nou nemusia byt

Moze ist’ o rotoinverziu, rotoreflexiu, sklzné a skrutkové operacie symetrie S
translaénymi zlozkami, ktoré st zlomkami periody identity (— otvorena opera-
cia symetrie).

vlastna operacia symetrie (syn. operacia symetrie 1. druhu, kongruentna
operacia symetrie, vlastna rotacia)
operacia symetrie predstavujuca len rotaciu, pri ktorej nedochadza ku kombiné-
cii so zrkadlenim alebo inverziou; determinant jej transforma¢nej matice ma
hodnotu +1

nevlastnd operacia symetrie (syn. operacia symetrie 2. druhu, enantio-
morfna operéacia symetrie, nevlastna rotacia)
operacia symetrie predstavujdca zrkadlenie, inverziu alebo ich kombinaciu
s rotaciou; determinant jej transformacnej matice ma hodnotu —1

uzavreta operacia symetrie
operécia symetrie, ktorej urcitd viacnasobna aplikacia je zhodna s identickou
operaciou, t. j. privedie transformovany utvar do vychodiskovej polohy

Pri krystaloch ide o rotacie s nasobnostami n = 2,3,4a6, 0 inverziu
a 0 zrkadlenie. Pri rotaciach sa dostane Utvar do vychodiskovej polohy n-néa-
sobnou aplikaciou, pri inverzii a zrkadleni dvojnasobnou aplikaciou operacie.
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otvorena operéacia symetrie
operacia symetrie, ktorej Ziadnym viacnasobnym aplikovanim nie je mozné 0-
tvar priviest do vychodiskovej polohy, ale iba do polohy geometricky ekviva-
lentnej, posunutej o niektory zo zékladnych vektorov alebo o vysledok ich line-
arnej kombinacie

Pri krystaloch ide o zlozené operacie symetrie — kombinaciu niektorej rotacie
S nasobnostou n = 2,3,4 a 6 s translaciou o zlomok periddy identity (1/2,
1/3,1/4 alebo 1/6). Pri zrkadleni prichadzaju do uvahy translacie o polovicu
zékladného vektora (osové sklzné roviny), o polovicu alebo $tvrtinu stétu za-
kladnych vektorov (diagonalne sklzné roviny a diamantoveé skizné roviny).

bodova operacia symetrie
operacia symetrie, ktora zachovava polohu aspoit jedného bodu transformova-
ného objektu

Moze ist’ o otocenie (rotaciu), zrkadlenie a inverziu.

otocenie (Syn. rotacia)
bodova operécia symetrie, pri ktorej sa Gtvar dostane do zhodnej polohy otoce-
nim okolo osi symetrie o ur¢ity uhol; pri krystaloch ide len o uhly 60°, 90°
a ich celoc¢iselné nadsobky

zrkadlenie (syn. reflexia)
bodova operacia symetrie, pri ktorej sa body priestoru prezrkadlia na opacnt
stranu roviny sumernosti pozdiz priamok kolmych na tito rovinu, pri zachovani
vzdialenosti od nej

inverzia
bodovéa operacia symetrie, pri ktorej sa body so stradnicami (xyz) transformuju
do novej polohy so suradnicami s opa¢nymi znamienkami (XyZ)
Tato definicia plati, ked’ stred sumernosti lezi v zaCiatku suradnicovej sustavy.

mriezkova translacia
operacia symetrie predstavujuca sucasné posunutie vSetkych bodov krystalu
0 niektory mriezkovy vektor

rotoinverzia
zlozené operacia symetrie predstavujica kombindciu rotacie okolo osi symetrie
a inverzie vzhl'adom na bod leZiaci na tejto osi

rotoreflexia
zlozend operacia symetrie predstavujica kombindciu rotacie okolo osi symetrie
a zrkadlenia podl'a roviny kolmej na tuto os
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identita
prvok grupy operécii symetrie, ktory z algebrického hl'adiska ma vyznam neu-
tralneho prvku; identita nemeni polohu objektu, objekt sa netransformuje (napr.
rotacia o 0° alebo 0 360°)

grupa symetrie
mnozina vSetkych operécii symetrie objektu z algebrického hl'adiska tvoriaca
grupu, v ktorej je binarnou operaciou postupné vykonanie dvoch operacii sy-
metrie za sebou, vysledkom ¢oho je vo vSeobecnosti ina operacia symetrie

krystalograficka grupa symetrie
grupa symetrie kryStalu alebo kryStalovej Struktary, v ktorej prvkami grupy su
rozne krystalografické operacie symetrie — otoc¢enie, zrkadlenie, translacia, in-
verzia a ich kombinacie

Rozhodujtci vplyv na mozné operacie symetrie, na ich pocet a kombinacie
ma transla¢nd periodicita kryStalovych Struktar. V kryStalografii sa rozliSuju
translacné, bodové, rovinné a priestorové grupy symetrie.

supergrupa symetrie (syn. nadgrupa symetrie)
grupa symetrie obsahujuca podgrupy symetrie

podgrupa symetrie
grupa, ktord je podmnozinou niektorej grupy symetrie

prvok symetrie
mnozina bodov (bod, priamka alebo rovina), podl'a ktorej sa vykonavaju opera-
cie symetrie

Prvkami symetrie su rota¢né osi (S nasobnost’ou 1, 2, 3,4 a 6), rotoinverz-
né osi (3,4 a 6), skrutkové osi (24, 31, 3;, 41, 4,, 43, 64, 6,, 63, 6,4, 65), ZI-
kadlové roviny (m), osové sklzné roviny (a, b, c), diagonalne sklzné roviny
(n), diamantové sklzné roviny (d) astred simernosti (1). Prvky symetrie
nemozno zamienat' s prvkami grup symetrie!

kryStalograficka bodova grupa
grupa symetrie, ktorej prvkami su len bodové krystalografické operacie symet-
rie

Pri dvojrozmernych objektoch s periodickou Struktarou sa rozlisuje 10 ro-
vinnych bodovych grup, pri trojrozmernych objektoch je pocet bodovych grup
opisujucich symetriu krystalov 32. Ide o kone¢né grupy, v ktorych pocet opera-
cii symetrie udava rad grupy, a tym aj nasobnost’ v§eobecnej polohy, ktora mo-
ze dosiahnut’ hodnotu najviac 48. Bodova grupa charakterizuje symetriu smero-
vo zavislych fyzikalnych a geometrickych vlastnosti krystalov. Rozlisuju sa bo-
dové grupy — centrosymetrické, — enantiomorfné a — polarne, priCom grupy
6,42m, 4 nepatria do ziadnej z tychto skupin. Bodové grupy s maximalnou na-

28



A3 Symetria krystalov a ich Struktar

sobnost’ou v§eobecnej polohy v ststavach sa oznacuju ako holoédrické (su to-
tozné s bodovymi grupami mriezok). V meroédrickych bodovych grupéch,
ktoré sa delia na hemiédrické, tetartoédrické a ogdoédrickeé, klesa nasobnost’
vSeobecnej polohy na polovicu, Stvrtinu, resp. osminu. Prehl'ad vSetkych bodo-
vych grip spolu s — Laueho grupami je v tab. 2. Dve z bodovych grip, ato 6 a
432, nemaji medzi krysStalickymi latkami nespochybnitel'nych zastupcov.

centrosymetricka bodova grupa
bodova grupa obsahujuca inverziu

Ide 0 jedenast’ grup s medzinarodnymi symbolmi 1, 2/m, mmm, 4/mmm,
4/m, 6/mmm, 6/m, 32/m, 3, m3m a m3; st totozné s — Laueho grupami.
Grupy neobsahujlce inverziu sa nazyvaju necentrosymetrické bodové grupy.

enantiomorfna bodova grupa
bodova grupa, ktorej prvkami su len vlastné rotécie

Ide o grupy s medzinarodnymi symbolmi 1, 2,222,4,422,3,32,6,622,432
a23.

polarna bodova grupa
bodova grupa, v ktorej sa nevyskytuje kombinéacia vlastnej rotacie s inverziou,
so zrkadlenim v rovine kolmej na rota¢nu os alebo s rotaciou okolo dvojnasob-
nej osi kolmej na tuto os

Ide o grupy s medzinarodnymi symbolmi 1,2,3,4,6, m, mm2,3m,4mm a
6mm, ktoré sa oznacuju aj ako hemimorfné. Polarnymi bodovymi grupami sa
charakterizuje symetria krystalov S polarnymi vlastnost’ami.

polarny smer
smer v krystalovej Strukture, ktory nie je ekvivalentny so smerom k nemu opac-
nym

Polarne smery sa vyskytuja len v Struktarach s necentrosymetrickou bodo-
vou grupou symetrie. Polarnych smerov v tychto Strukturach je nekonecne vela.
Smery, ktoré nie st polarne, sa vyznacuju Specifickou orientaciou vzhl'adom na
prvky symetrie, napr. st kolmé na rota¢né osi s nasobnost’ou 2, alebo na zrkad-
lové roviny.

jedine¢ny smer (syn. jedine¢na polarna os)
smer v kryStalovej Struktare, ktory je jediny a ktory je invariantny vzhl'adom na
vSetky operacie symetrie bodovej grupy danej Strukthry

Jedine¢ny smer v danej Struktire mdze byt len jeden, preto sa nevyskytuje
v strukturach s polarnymi bodovymi grupami 1 (invariantnymi su vSetky smery)
a m (invariantnymi st vSetky smery leZiace v zrkadlovej rovine). Nachadzaju sa
len v ésmich polarnych bodovy grupach 2,3, 4,6, mm2,3m,4mm a 6mm asu
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rovnobezZné s prisluSnymi rotaCnymi osami S nasobnostou 2, 3,4 a 6. Jedine¢ny
smer je vzdy aj polarny.

nekryStalograficka bodova grupa
bodova grupa, v ktorej sa vyskytuji nekrystalografické bodové operacie symet-
rie

translacna grupa
mnozina vSetkych mrieZkovych translacii priestorovo neohrani¢enej krystalovej
Struktury

Jestvuje 14 rdznych typov translaénych grip priestorovych mriezok a pat
typov translacnych grip rovinnych mriezok. Z hl'adiska bodovej symetrie sa za-
rad’uju do krystalografickych sustav — priestorové do siedmich, rovinné do $ty-
roch.

rovinna bodova grupa
grupa symetrie predstavujica mnoZinu operacii symetrie rovinného objektu,
ktord obsahuje len bodové operacie symetrie

Pri  krysStdloch sa  rozliSuyje 10 rovinnych bodovych  grip:
1,2,3,4,6,m, 2mm, 4mm, 3m, 6mm. Podl'a nich su simerné jednotlivé plochy
krysStalovych tvarov idiomorfnych krystalov, tvar a usporiadanie leptovych ob-
razcov na nich, lauegramy, precesne snimky, SAED, CBED a Kiku¢iho obraz-
ce.

rovinna grupa
grupa symetrie predstavujuca mnozinu operacii symetrie neohrani¢enej rovinne;j
Strukttry s dvojrozmernou periodicitou; obsahuje bodové i translaéné operacie
symetrie, ako aj ich kombinacie

Pomocou rovinnych grup sa posudzuje symetria rezov a projekcii krystalove;j
Struktry. Rovinnych grap je 17 a spolu s bodovymi rovinnymi grupami sa uva-
dzaju v tab. 2.

priestorova grupa
grupa symetrie predstavujica mnozinu operacii symetrie neohrani¢enej StruktU-
ry s trojrozmernou periodicitou; obsahuje bodové i transla¢né operacie symetrie,
ako aj ich kombinécie vratane kombinacii s ur¢itymi nemriezkovymi transla-
ciami; oznacuje sa symbolom priestorovej grupy

Jestvuje 230 priestorovych grip krystalovych struktar (pozri tab. 3) vratane
11 enantiomorfnych parov. Po ich zohl'adneni zostava 219 afinnych grap.

symbol priestorovej grupy
symbol charakterizujuci danu priestorovu grupu

Symbolom priestorovej grupy mdze byt poradové ¢islo grupy, Schoenfliesov
symbol (napr. TZ) alebo Herrmannov-Mauguinov (medzinarodny) symbol
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(napr. F43m). Prvé dve moznosti prakticky neobsahuju informécie o prvkoch
symetrie priestorovej grupy, zatial ¢o z medzindrodnych symbolov sa
vV obmedzenej miere daju ziskat'.

kryStalograficka oblast’
mnozina vSetkych bodov v kryStalovej Struktire, ktoré z niektoré¢ho zvolené¢ho
bodu vznikna transforméciami zodpovedajucimi vSetkym operaciam symetrie
prislusnej priestorovej grupy

Vzhl'adom na existenciu transla¢nej symetrie je to nekone¢ne pocetnd mno-
zina bodov.

grupa symetrie polohy
podgrupa priestorovej grupy obsahujuca len tie operacie symetrie, vzhladom na
ktoré je uvazovana poloha invariantna

Prislu$na vlastnost’ uvazovanej polohy (bodu) v krystalove;j Struktire sa na-
zyva symetria polohy. S ohl'adom na prvky sumernosti danej Struktary body
mozu lezat’ na niektorom z nich, t. j. v §pecidlnej polohe, alebo na Ziadnom z
nich, t. j. vo v§eobecnej polohe.

Wyckoffova poloha
mnozina bodov v krysStalovej Strukture, ktorych grupy symetrie polohy su zdru-
zenymi podgrupami prisluSnej priestorovej grupy

Pocet Wyckoffovych poloh v kazdej priestorovej grupe je kone¢ny, dosahu-
je maximalne ¢islo 27. Kazda poloha v zakladnej bunke je charakterizovana na-
sobnostou polohy, Wyckoffovym symbolom (pomocou neho sa rozliSuja roz-
licné polohy s rovnakou nasobnost'ou) a symbolom prvku (prvkov) simernosti,
na ktorom (ktorych) sa dana poloha nachadza. Napriklad v priestorovej grupe
Pnma jestvuje vSeobecnia poloha 8 d 1, $pecidlne polohy 4cm, 4b1 a
4al.

vSeobecna poloha
poloha v zakladnej bunke zodpovedajica bodu, ktory nie je umiestneny na
ziadnom z prvkov symetrie prislusnej krystalovej Struktury

Takyto bod pri kazdej operdcii symetrie meni svoju polohu, pricom pocet
roznych pol6h, ktoré postupne méze zaujat, sa nazyva nasobnost’ polohy. Ta
zavisi od priestorovej grupy opisujucej symetriu prislusnej krystalovej StruktU-
ry, méze nadobudat’ maximalnu hodnotu 192.

Specialna poloha
poloha v zakladnej bunke zodpovedajica bodu umiestnenému aspon na jednom
z prvkov symetrie konkrétnej krystalovej Struktiry, napr. na osi, rovine sumer-
nosti alebo ich kombincii
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Pri transformaciach spojenych s prvkami simernosti, na ktorych bod lezi, sa
jeho poloha nemeni, takZe nasobnost’ takejto polohy je menSia neZ nasobnost’
vSeobecnej polohy.

symorfna grupa
niektora zo 73 priestorovych grap, ktoré neobsahuju skrutkové osi ani sklzné
roviny

Symorfné priestorové grupy popri operaciach translacnej grupy obsahujt len
bodové operacie symetrie — rotaciu, zrkadlenie, inverziu alebo rotoinverziu.

izogonalne priestorové grupy
subor priestorovych grip, ktoré obsahuju rovnaktt mnozinu bodovych operacii
(maju rovnaku bodovu grupu) vratane takych bodovych operéacii, ktoré su
V priestorovej grupe sucastou zlozenych operacii symetrie

Subnikovove grupy (syn. magnetické grupy, ¢iernobiele grupy)
zovSeobecnené bodové, translacné a priestorové grupy symetrie kryStalickych
latok rozSirené o operaciu antisymetrie a zohl'adiiujuce nielen polohu atémov,
ale aj niektory ich d’alsi parameter, ktory méze nadobtdat’ dve r6zne hodnoty
(napr. dva mozné smery magnetického momentu, dve komplementéarne farby)

Tychto grup je 1651.

farebné grupy (syn. Belovove grupy)
zovseobecnenie Subnikovovych grup na pripad, ked’ dodatkovy parameter cha-
rakterizujuci niektoré z atomov kryStalu moze nadobudat’ viac nez dve hodnoty
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A 4 Bodova symetria a fyzikalne vlastnosti kryStalov

grupa symetrie fyzikalnej vlastnosti
mnozina takych ortogondlnych transformécii krystalu, ktoré vo vSetkych bo-
doch vztaznej sustavy zachovavaju hodnoty veli¢iny charakterizujucej thto
vlastnost’ krystalu

Pritom moZe ist’ o vlastnost’ opisanu skalarnou veli¢inou (napr. hustotu krys-
talu), vektorovou veli¢inou (napr. elektrickd polarizaciu) alebo tenzorovou veli-
¢inou druhého 1 vysSich stupniov (napr. permitivitu, moduly pruZnosti).

Neumannov princip
princip, podl'a ktoré¢ho grupa symetrie kazdej fyzikalnej vlastnosti kryStalu musi
obsahovat’ vSetky operacie symetrie jeho bodovej grupy

Bodova grupa symetrie kryStalovej Struktury je podgrupou grupy symetrie
ktorejkol'vek jeho fyzikalnej vlastnosti. Matematickym vyjadrenim Neuman-
novho principu je Voigtov princip. Zistenie pritomnosti uréitej vlastnosti krysta-
lu napomaha pri uréeni jeho symetrie, umoziuje vylucit’ niektoré bodové grupy.
Napr. piezoelektrické, pyroelektrické alebo opticky aktivne kryStaly nemoédzu
mat’ stred simernosti. Neumannov princip vyjadruje nevyhnutnt, ale nie posta-
cujiicu podmienku na pritomnost’ urcitej vlastnosti.

Voigtov princip
princip, podl'a ktorého tenzor 'ubovol'nej fyzikdlnej vlastnosti krystalu musi byt
invariantny voc¢i transformaciam zodpovedajicim bodovej grupe tohto krystalu
Princip sa vztahuje na tenzory vSetkych stupnov, teda na skaldrne veli¢iny,
vektorové veliCiny aj na tenzorové veli¢iny druhého a vysSich stupiiov.

Curieho princip
princip, podla ktorého krystal pod vplyvom vonkajSieho t¢inku meni svoju sy-
metriu tak, ze si zachovava tie prvky bodovej symetrie, ktoré su spolo¢né
s prvkami symetrie vonkajSieho ucinku

Vplyvom vonkajSiecho pdsobenia zostane z povodnej bodovej grupy krystalu
len jej podgrupa, ktora predstavuje najvyssiu spolocnu podgrupu operacii sy-
metrie kryStalu a pdsobiaceho U€inku; pritom sa musi zohl'adnit’ aj ich vzdjom-
na priestorova orientacia.

pyroelektricka bodovéa grupa
niektora z bodovych grip symetrie kryStdlov, v ktorych sa vzhl'adom na Neu-
mannov princip moze uplatnit’ pyroelektricky jav, t. j. vznik elektrickej pola-
rizacie pri homogeénnej zmene teploty
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Pyroelektricky jav patri medzi polarne vlastnosti kryStalov, takze prisluSné
bodové grupy musia byt podgrupami grupy symetrie polarnej vektorovej velici-
ny. Tito podmienku spifia 10 polarnych bodovych grap: 1,2,3,4, 6, m,mmz2,
3m,4mm, 6mm.

piezoelektrick& bodova grupa
niektora z bodovych grip symetrie kryStdlov, v ktorych sa vzh'adom na Neu-
mannov a Curieho princip moze uplatnit’ piezoelektricky jav, t. j. vznik elek-
trickej polarizacie, ked’ s kryS§taly mechanicky deformované

Piezoelektricky jav patri medzi poldrne vlastnosti kryStalov, preto prislusné
bodové grupy musia byt podgrupami grupy symetrie polarnej vektorovej veli¢i-
ny. Ide o 20 bodovych grap neobsahujucich inverziu, ktoré sa delia na dve sku-
piny. Pri krysStaloch so spontannou elektrickou polarizaciou je to 10 polarnych
grap: 1,2,3,4,6, m,mm2,3m, 4mm, 6mm. Pri krystaloch, v ktorych polariza-
cia moze vzniknit’ vplyvom vonkajSieho elektrického pol'a (v sulade s Curieho
principom), sG to grupy 222, 4, 422, 42m, 32, 6, 6m2, 622, 43m, 23.
Osobitnym pripadom je necentrosymetricka grupa 432, ktora neobsahuje inver-
ziu, ale kombinacia ostatnych operacii symetrie vylucuje vznik piezoelektrické-
ho javu. Tato grupa zaroven nema medzi krystalickymi latkami nespochybni-
te'né¢ho zastupcu.

Optické vlastnosti kryStalov

prirodzené svetlo
svetlo, ktoré je zmesou linearne polarizovanych elektromagnetickych vin
s frekvenciami z viditeI'nej oblasti spektra a z jej blizkych oblasti, pricom vset-
ky roviny kmitov vektora intenzity elektrického pol'a su zastupené s rovnakou
pravdepodobnostou

Pre takéto svetlo sa pouziva aj pomenovanie nepolarizovaneé svetlo.

polarizované svetlo
svetlo, ktorého elektromagneticka vina je linearne, kruhovo alebo elipticky po-
larizovana

Pri linearnej polarizéacii vektor intenzity elektrického pol'a tejto viny kmita
v danom mieste stéle v jednej priamke (kolmej na smer Sirenia viny), pri elip-
tickej polarizacii sa jeho smer meni tak, Zze koncovy bod vektora opisuje elipsu,
a pri kruhovej polarizacii opisuje kruznicu.

lom svetla
jav na rozhrani dvoch prostredi s réznymi indexmi lomu, pri ktorom cast’ svetla
prechadza rozhranim a meni svoj smer
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Vyznamnou charakteristikou z hl'adiska lomu svetla je index lomu. Osobit-
nym pripadom lomu svetla je dvojlom, ku ktorému dochadza na rozhrani s ani-
zotropnymi latkami.

opticky izotropné prostredie
prostredie, v ktorom rychlost’ svetla nezavisi od smeru jeho $irenia
Opticky izotropné st amorfné latky a kubické krystaly.

opticky anizotropné prostredie
prostredie, v ktorom rychlost’ svetla zavisi od smeru jeho $irenia

Smerova zavislost’ indexu lomu sa zobrazuje pomocou elipsoidu indexu lo-
mu. Opticky anizotropné su vsetky krystalické latky s vynimkou tych, ktoré pat-
ria do kubickej kryStalograficke;j ststavy.

dvojlom svetla
rozStiepenie 1aca prirodzeného svetla pri vstupe do opticky anizotropného pro-
stredia na dva lace — riadny 1u¢ a mimoriadny lu¢ —, ktoré su linearne polarizo-
vane v navzajom kolmych rovinach; miera dvojlomu sa hodnoti rozdielom ver-
kosti indexov lomu zodpovedajucich tymto la€om

Riadnemu 14¢u zodpoveda index lomu n, , mimoriadnemu n, , pricom pod-
I'a rozdielu tychto indexov sa posudzuje opticky charakter krystalu. Dvojlom sa
prejavuje pri krystaloch, ktoré su opticky jednoosové alebo opticky dvojosové.
Velkost’ rozstiepenia zavisi od smeru svetelného laca vzhl'adom na optické osi
krystalu, pri Sireni v smere optickej osi dvojlom nevznika.

riadny la¢
jeden z lucov vznikajtcich pri dvojlome, ktory sa podriad’uje zakonu lomu —
nevybocuje z roviny dopadu

Index lomu riadneho Iuca sa zvycajne oznacuje ako n,.

mimoriadny la¢
jeden z lacov vznikajucich pri dvojlome, ktory sa nepodriad'uje zakonu lomu,
napr. vybocuje z roviny dopadu

Index lomu mimoriadneho lu¢a sa zvycajne oznacuje ako n,.

opticky charakter krystalu
kvalitativny parameter charakterizujici dvojlomny krystal ur€eny znamienkom
rozdielu indexov lomu n,—n, mimoriadneho a riadneho luca

Pri jednoosovych krystaloch st dva indexy lomu oznacCované v sUlade
so znackami optickych smerov ako n, a n,. Ak n, > n,,, tak opticky charakter
krys$talu sa povazuje za kladny, v opacnom pripade za zaporny. Pri dvojosovych
kry$taloch su indexy lomu zodpovedajice trom optickym smerom oznaované
ako ng,ng a n,. AK n, > ng,, tak opticky charakter kryStalu sa povazuje za
kladny, v opa¢nom pripade za zaporny. Opticky charakter sa zist'uje pomocou
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polarizaéného mikroskopu ur¢enim vztahu medzi orientaciou optickych smerov
elipsoidu indexu lomu a dominantnymi morfologickymi smermi krystalu.

elipsoid indexu lomu (syn. indikatrix)
plocha tvaru elipsoidu, pri ktorej vzdialenost’ 'ubovol'ného bodu A na povrchu
plochy od jej stredu O je Umerna indexu lomu pri takej svetelnej vine, ktorej
vektor elektrickej indukcie kmita rovnobezne so spojnicou tychto bodov

Tvar a orientécia elipsoidu indexu lomu vzhl'adom na osi krystalu zavisi od
symetrie kryStalu a metriky mriezky. V kubickej sustave ma tvar gulovej plo-
chy, v hexagonalnej, trigonalnej a tetragonalnej sustave tvar plochy rotaéného
elipsoidu s rotacnou osou rovnobeznou v hexagonalnej ststave so Sest’hdsobnou
osou symetrie, v trigonalnej sustave s trojnasobnou a v tetragonalnej sustave so
Stvorndsobnou osou symetrie. V ostatnych stustavach ma tvar plochy vSeobec-
ného, t. j. trojosového elipsoidu.

Ide 0 zauzivany krystalograficky termin, v ktorom sa pod pojmom elipsoid
nerozumie teleso, ale len jeho povrchova plocha.

opticky smer
jeden zo smerov totoznych s osami elipsoidu indexu lomu

V krystaloch s rotacne symetrickym elipsoidom indexu lomu st vyznamné
dva optické smery — smer rota¢nej osi a 'ubovol'ny smer na fiu kolmy, pre ktoré
sa pouzivaju oznacenia € a w. Pri vS§eobecnom elipsoide ide o tri smery na seba
kolmé s oznacenim a, f ay.

opticka os kryStalu
smer v krystali, v ktorom nedochadza k dvojlomu $iriaceho sa svetla; pouziva sa
aj ndzov smer izotropie

Pri — opticky jednoosovych krystaloch existuje jedina opticka os vzdy to-
tozna s niektorym optickym smerom (e alebo w). Pri — opticky dvojosovych
krystaloch zvieraji optické osi urcity uhol, ktorého osou st optické smery a
alebo y. Opticky smer 8 je vzdy kolmy na rovinu ur¢ent optickymi osami a je
oznaCovany ako opticka normala.

opticky jednoosovy krystal
krystal s rotacne symetrickym elipsoidom indexu lomu, v ktorom existuje iba
jediny hlavny rez s kruhovym tvarom; smer optickej osi krystalu je kolmy na
rovinu hlavného rezu a je totozny s rota¢nou osou elipsoidu

K jednoosovym patria krystaly zaradené do hexagondlnej, trigondlnej ale-
bo tetragonalnej krystalografickej sustavy.

opticky dvojosovy krystal
krystal so v§eobecnym (trojosovym) elipsoidom indexu lomu, v ktorom existuju
dva hlavné rezy s tvarom kruhu; smery kolmé na roviny tychto rezov su optic-
kymi osami kryStalu
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K dvojosovym patria kryStaly zaradené do rombickej, monoklinickej alebo
triklinickej krystalografickej sustavy.

polariza¢ny mikroskop
opticky mikroskop sloziaci na Stidium optickych vlastnosti krystalov
v polarizovanom svetle

Okrem beZnej optickej ststavy (objektivu a okularu) ma oto¢ny stolik, dva
krystalové hranoly nazyvané aj nikoly (spodny sa oznaCuje ako polarizator
a horny ako analyzator), Bertrandovu SoSovku a ako prislusenstvo sa pouZivaju
kompenzatory. Polarizacny mikroskop umoziiuje Studovat’ priesvitné krysStaly
(mikroskopia v prechadzajucom svetle), ale aj nepriesvitné (opacitné) krystaly
v odrazenom svetle (mikroskopia v odrazenom svetle). Pri nepriesvitnych krys-
taloch mozno na zaklade dvojodrazu rozlisit’ len to, ¢i ide o izotropny alebo ani-
zotropny krystal.

polarizator
polarizaény hranol (spodny nikol), ktorym sa vytvara linedrne polarizované
svetlo

V polarizaénom mikroskope je umiestneny medzi zdroj prirodzeného svetla
a vzorku.

analyzator
polariza¢ny hranol (horny nikol) umiestiiovany medzi vzorku a okular, ktory sa
moze nastavit’ tak, aby jeho polariza¢na rovina s polariza¢nou rovinou polariza-
tora zvierala uhol od 0° po 90°

NajcastejSie sa pouziva konfiguracia so skrizenymi nikolmi, pri ktorej ich
polariza¢né roviny zvieraju uhol 90°. Umoziuje rozlisit’ opticky izotropné a op-
ticky anizotropné (jednoosové a dvojosové) krystaly, urCovat’ spdsob zhasania,
charakter zony a opticky charakter krystalu. Konfiguracia s rovnobeznymi ni-
kolmi umoznuje uréit’ len morfologiu krystalov a pleochroizmus.

Bertrandova SoSovka
opticky prvok umoziujici premenu mikroskopického obrazu na interferenény
obrazec

Pouziva sa na rozliSovanie opticky jednoosovych a opticky dvojosovych la-
tok a pri ur¢ovani optického charakteru krystalu.

kompenzator
opticky prvok, ktory sa zasiva medzi vzorku a analyzator tak, aby jeho vyz-
namny opticky smer zvieral s polarizaénou rovinou uhol 45°; slizi na ur¢ovanie
interferen¢nej farby a jej radu, ako aj optického charakteru krystalu

Ako kompenzatory sa pouzivaju planparalelné platnicky zo sadrovca a sl'udy
alebo kremenna platnic¢ka klinovitého tvaru.
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pleochroizmus
zmena farby krystalu pozorovana v prechddzajucom svetle pri zmene smeru
alebo roviny polarizécie svetelnej viny

Pozoruje sa v polarizaénom mikroskope pri rovnobeznych nikoloch ota¢anim
krystalu. Nevyskytuje sa pri vSetkych krystalickych latkach, preto méa diagnos-
ticky vyznam.

interferen¢na farba
farba vznikajica interferenciou jednotlivych zloziek bieleho svetla na dvojlom-
nom krystali, ktorti ovplyviiuje vyraznost’ dvojlomu a hriabka kryStalu

zhasanie
postupné tmavnutie az Gplné sCernanie celého obrazu krysStalu v zornom poli
polariza¢ného mikroskopu pri rotacii stolika mikroskopu; opakuje sa po otoceni
0 90°; uplné s€ernanie vznika vtedy, ked’ niektory opticky smer krystalu lezi
V polariza¢nej rovine polarizatora alebo analyzatora

S ohl'adom na morfoldgiu krysStalov a metriku krystalografickej ststavy mo-
7ze zhaSanie nastat’ vtedy, ked’ dominantny morfologicky smer krystidlu je
S rovinou polarizatora rovnobezny (rovnobezné zhasanie) alebo s fiou zviera ur-
¢ity uhol (8ikmé zhasanie). Jednoosové latky su pri pohl'ade v smere [001] stale
tmavé, pri pohlade v inych smeroch nastava rovnobezné zhaSanie. Dvojosové
krystaly z rombickej sustavy maju rovnobezné zhasanie v 'ubovol'nej orientécii,
monoklinické kryStdly maju Sikmé zhaSanie pri pohlade v smere [010]
a rovnobezné zhaSanie pri pohlade v ostatnych smeroch, triklinické krysStaly
zhaSaju v 'ubovol'nej orientdcii Sikmo. Velkost uhla zhaSania ma diagnosticky
vyznam.

undul6zne zhaSanie
typ zhasania, pri ktorom otacany krystal stmavne len v nepravidelne ohranice-
nych Castiach zhaSajacich pri mierne sa liSiacich uhloch

Sposobuju ho plastické deformacie krystalov; moze mat’ diagnosticky vyz-
nam (je typické pre a-kremen).

agregatne zhaSanie
typ zhaSania, pri ktorom ota€anym krystalom prechddza len tmavy pruh
Vyskytuje sa pri nedokonale rekrystalizovanych geloch.

konoskopicky interferencny obrazec
interferenény  obrazec, ktory mozno ziskat zobrazu vytvoreneho
V polarizacnom mikroskope pri skrizenych nikoloch pomocou Bertrandovej $0-
Sovky; na jeho zviditeI'nenie je potrebné maximalne zvacSenie obrazu a zbieha-
ve primarne svetlo

Pri jednoosovych latkach ma tvar maltézskeho kriza, ktory sa pri pohl'ade
vV smere optickej osi pocas otaCania stolika mikroskopu nepohybuje a nemeni.
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Pri dvojosovych latkach ma pri pohl'ade v optickom smere « alebo y tvar dvoji-
ce hyperbol umiestnenych v protilahlych kvadrantoch, ktoré sa pri otac¢ani sto-
lika mikroskopu pohybujd a po rotécii 0 90° sa premiestnia do d’alsich dvoch
kvadrantov.

opticka aktivnost’
vlastnost’ latky (optického prostredia) prejavujlica sa tym, Ze rovina polarizacie
linearne polarizovaného svetla prechadzajliceho prostredim sa postupne otaca;
smer §irenia svetla sa pri tom nemeni

Opticky aktivne kryStaly nemaju stred simernosti, pricom nemusia byt dvoj-
lomné. Medzi takéto patria kryStaly charakterizované niektorou z 15 necentro-
symetrickych ~ bodovych  grup, ztoholl  enantiomorfnych  grup
(1,2,222,422,4,3,32,6,622,432 a 23) a styroch d’al$ich, ktoré nie su enan-
tiomorfné (m, mm2, 4 a 42m). V krystaloch s inymi necentrosymetrickymi bo-
dovymi grupami opticka aktivnost’ nie je mozna.

opticka otacavost’
veliCina definovand ako podiel velkosti uhla pootocenia polarizacnej roviny
a dizky, ktora preslo optickym prostredim linedrne polarizované svetlo pocas
pootocCenia

V opticky izotropnych prostrediach je to skalarna veliCina (pseudoskalar),
Vv opticky anizotropnych prostrediach jej vel'kost’ zavisi od smeru Sirenia svetla
a vyjadruje sa pomocou axialneho tenzora druhého stupna nazyvaného gyraény
tenzor. Pocet nezavislych suradnic tohto tenzora zavisi od bodovej grupy krys-
talu. V triklinickej grupe 1 ma Sest’ nezavislych stradnic, v grupe 2 ma styri ne-
zavisle sdradnice, vgrupe 222 tri nezavislé suradnice, Vv grupach
4,4,3,32,6,622 ma dve nezavislé slradnice a v grupach 42m, 432,23 je len
jedna nezavisld saradnica, t. j. tenzor tam degeneruje na skalarnu veliCinu.
V pripade centrosymetrickych grup st vSetky suradnice nulové, lebo takéto
kryStaly nemdézu byt opticky aktivne. VSetky suradnice st nulové aj
v necentrosymetrickych grupach 4mm, 43m, 3m, 6mm, 6 a 6m2.

leptovy obrazec
obrazec, ktory vznikd na plochach krystalov pri ich odparovani alebo rozpustani
pri pouziti slabych, opticky neaktivnych rozpustadiel; poskytuje informaciu
0 rovinnej bodovej symetrii plochy

Tvar a rozloZenie leptovych obrazcov je symetrické¢ podl'a niektorej z 10 ro-
vinnych bodovych grip. Leptové obrazce sa vyuzivaju pri urcovani Millerovych
indexov ploch a pri zist'ovani, ¢i ide o plochu vo vSeobecnej, v Specialnej alebo
limitnej polohe.
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A5 Zrasty krystalov

zrast kryStalov
tesné zoskupenie dvoch alebo viacerych krysStdlovych jedincov tej istej fazy,
pripadne aj rozlicnych faz

Podl'a spdsobu zrastania sa rozliSuju ndhodné zrasty, rovnobeZzné narastania
a krystalograficky orientované zrasty (penetraéné, meroédrické, pseudomeroéd-
ricke, racemické); sposoby zrastania sa oznac¢uju aj ako zrastové zakony. Podla
spOsobu vzniku sa rozli$uju rastové, transformaéné a deformaéné typy zrastov.
Od monokrystalov sa zrasty daju odliSit’ moznou pritomnostou dutych uhlov
medzi kryStdlovymi plochami a rozli¢nou orientaciou optickych smerov
a optickych osi zrastenych jedincov. V angli¢tine sa pre vSetky typy zrastov bez
ohl'adu na pocet jedincov pouziva vyraz crystal twin — dvej¢a a pre proces zras-
tania vyraz twinning — dvojcatenie.

nahodny zrast
zrast, pri ktorom kryStaly navzédjom nahodne zrastaju bez akychkol'vek obme-
dzeni a bez akychkol'vek vplyvov ich krystalovej Struktary

rovnobeZné narastanie
narastanie, pri ktorom st jednotlivé krystalové jedince orientované tak, ze vset-
ky geometricky ekvivalentné plochy (plochy s rovnakymi Millerovymi index-
mi) si rovnobezné

Zaroven su rovnobezné alebo totozné aj prvky simernosti jednotlivych krys-
talov zodpovedajlce ich operacidm sumernosti.

zrastova operacia
operacia, ktorou su zrastajuce jedince navzdjom sumerne zdruzené; moéze ist
o0 zrkadlenie rovinou, rotaciu okolo osi (rotacia o 180°, 120°, 90° alebo 60°)
alebo 0 inverziu, pricom tieto operacie nie su prvkami bodovej grupy prislusne;j
fazy

V anglictine sa pre vsetky zrastové operacie bez ohl'adu na pocet jedincov
pouziva vyraz twin operation. V niektorej slovenskej literatire sa pod tymto
vplyvom pouziva vyraz operacia dvojcatenia.

kryStalograficky orientovany zrast
typ zrastu, ktory je jednozna¢ne definovany zrastovou operaciou a rovinou sty-
ku oznacovanou ako kompozi¢na rovina

Dva zrastajuce kryStaly vytvaraja dvojéa, tri krystaly trojca atd’., maximalny
pocet zrastajucich jedincov je 48. Sposoby takéhoto zrastania sa Casto (ale nie
vel'mi vhodne) oznacujt ako zrastové zakony.
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kompozi¢na rovina
rovina styku zrastajtcich krystalovych jedincov
Ako ekvivalentny termin sa pouZiva aj oznacenie rovina dvojcatenia

zrastovy zakon
spOsob zrastania pomenovany podl’a miesta vyskytu (napr. karlovarsky, baven-
sky, manebassky, brazilsky, japonsky zdkon), podl'a tvaru (kolienkovy zrast ru-
tilu a kasiteritu) a podrla typickej krystalickej fazy (spinelovy zakon)

kontaktny zrast
zrast, pri ktorom sa krystalové jedince (dva alebo viac) stykaju v jednej rovine;
jednoznacéne ho definuje zrastova operacia a kompozi¢na rovina

penetracny zrast (Syn. prerastlica)
zrast, ktory je tvoreny navzajom prerastajucimi krysStalovymi jedincami; jedno-
znacne ho definuje zrastova operacia a kompozi¢na rovina

cyklicky zrast
zrast viacerych jedincov podla tej istej zrastove] operacie, pricom kompozi¢né
roviny nie st rovnobezné, ale patria do jednej zony

polysynteticky zrast
mnohonasobne opakovany zrast s rovnakou zrastovou operdciou a rovnobez-
nymi kompozi¢nymi rovinami

mimeticky zrast
kryStalograficky orientovany zrast, pri ktorom v porovnani S monokrystalom
dochédza k zdanlivému zvySeniu symetrie zrastenim jedincov tvoriacich agregat

meroédricky zrast
zrast, pri ktorom zrastova operacia patri do bodovej grupy priestorovej mriezky
zrastajlcich jedincov, ale nepatri do jej podgrupy opisujucej symetriu ich krys-
talovej Struktury

V takomto pripade sa reciproké mriezky zrastajucich jedincov uplne stotoz-
nia, takze jedince nie je mozné rozlisit’ na zaklade difraktogramov. Tieto zrasty,
ktoré sa neprejavuju navonok, sa daji zistit’ len pri rieSeni a spresiiovani krysta-
lovych Struktur.

pseudomeroédricky zrast
zrast, pri ktorom zrastova operacia patri do bodovej grupy, ktora opisuje symet-
riu Struktur patriacich do krystalografickej ststavy s vySSou symetriou, nez je
symetria Struktiry zrastajucich jedincov

Podobne ako pri meroedrickych zrastoch moze takyto pripad nastat’ vtedy,
ked’ symetria mriezky zrastajuicich jedincov je vysSia nez symetria ich Struktury.
V zavislosti od miery realizacie vysSej symetrie moze nastat’ situdcia, Ze reci-
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proké mriezky zrastajucich jedincov sa natolko stotoznia, Ze ich nie je mozné
rozliSit’ na zaklade difraktogramov. V porovnani s meroedrickymi zrastmi sa
v tomto pripade mo6ze uplatnit’ omnoho vacsi pocet zrastovych zakonov.

racemicky zrast
Specidlny pripad meroédrického zrastu, ked’ zrastovou operéaciou je inverzia
Bezny je v krystaloch, ktorych bodova symetria je opisanad nepolarnymi a ne-
centrosymetrickymi grupami, zriedkavy je v pripade polarnych grup.

epitaxny zrast
zrast vznikajaci pri kryStalograficky orientovanom zrastani kryStalov rozliénych
faz, ktorych podmienkou vzniku je dvojrozmerna $trukturna analdgia v rovine
styku

Tento zrast méze byt’ kontaktny alebo penetracny. Na jeho jednoznaéné ur-
Cenie je potrebné definovat Millerovymi indexmi zrastovli rovinu hostitel’a,
zrastovll rovinu epitaxne narastajliceho krystalu a dva mriezkové vektory uda-
vajuce vzajomnu orientdciu vyznamnych kryStalografickych smerov v tychto
rovinach.

kryStalizacny zrast
zrast vznikajuci pri krystalizacii, ked” nahodne vznikne spolo¢na mnozina
mriezkovych bodov dvoch alebo viacerych jedincov, ktorych orientdcia sa 1iSi
od orientacie povodného krystalu

transformacny zrast
zrast, ktory moze vznikat pri fazovych prechodoch z jednej polymorfnej modi-
fikacie na inu

deformacny zrast
zrast vznikajici pri deformacii, ked’ sa atdomy vychylia z povodneho miesta
v krystalovej Strukture tak, ze pri tom vznikne usporiadanie zodpovedajice nie-
ktorej zrastovej operacii
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A 6 Poruchy krystalovej Struktury

Struktirna porucha
naruSenie geometrickej pravidelnosti idedlnej Struktary

Rozlisuju sa bodové, ¢iarové, plosné a objemové poruchy. Namiesto terminu
Struktirna porucha sa ¢asto pouziva nevhodny termin mriezkova porucha, ktory
adekvatne nevystihuje skuto¢nost’.

Bodové poruchy

bodova porucha
lokalna strukturna porucha, ktora vznikd chybnym umiestnenim, nepritomnos-
tou alebo zamenou jedného, nanajvys$ niekol’kych atomov v krystalovej StruktU-
re

Z geometrického hl'adiska ide o bezrozmerné poruchy. Pri posudzovani
energie (resp. entalpie) vzniku bodovych porach sa reSpektuje princip zachova-
nia celkového poctu atdmov krysStalu, napr. pri vzniku vakancie sa predpoklada
umiestnenie odstrdnené¢ho atdmu na povrch krystalu.

vakancia
bodova porucha, pri ktorej niektoré miesto zodpovedajlice polohe v idealnej
Struktdre nie je obsadené

Schottkyho porucha
bodova porucha predstavujaca elektricky neutralnu dvojicu anidnovej
a kationovej vakancie v iénovych krystaloch

intersticialna poloha
poloha v idealnej Struktare, ktora lokalne nezodpoveda poloham uréenym roz-
miestnenim atdémov Struktirneho motivu v okoli niektorého mrieZkového bodu

intersticialny atém (syn. intersticiél)
atom v intersticialnej polohe

vlastny intersticial
atom identicky s atbmami tvoriacimi krystal, ktory sa nachadza v intersticialnej
polohe

Ak ide 0 atom ineho druhu, vznika primesovy intersticial.

Frenkelova porucha
bodovéa porucha predstavujuca elektricky neutralnu dvojicu vakancia — intersti-
cial, ktora vznikne prenesenim kationu z polohy uréenej Strukturnym motivom
do intersticialnej polohy
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antifrenkelovska porucha
anionova Frenkelova porucha

Schottkyho neusporiadanost’
krystalova Struktara, v ktorej dominantnymi poruchami su Schottkyho poruchy

Frenkelova neusporiadanost’
krystalova Struktara, v ktorej dominantnymi poruchami su Frenkelove poruchy

vlastna neusporiadanost’ (Syn. intrinzicka neusporiadanost’)
krystalova Struktira so Schottkyho alebo s Frenkelovou neusporiadanost’ou

substitu¢ny atom
bodova porucha, v ktorej niektory atom Strukturneho motivu je nahradeny inym
atbmom nazyvanym necistota, primes alebo dopant

dvojvakancia
bodova porucha tvorend dvojicou vakancii bez elektrického naboja, ktoré sa
spojili v dosledku elastickej interakcie

dvojity intersticial
bodova porucha tvorena dvojicou intersticidlov, ktoré sa spojili v dosledku elas-
tickej interakcie

zhluk bodovych poruch
porucha vytvorena spojenim viacerych bodovych poruch (vakancii, intersticia-
lov)

Pri dosiahnuti potrebnej velkosti sa zhluk bodovych poruch pretransformuje
na dvojrozmernu poruchu (— extrinzické alebo intrinzicke vrstevné chyby) ale-
bo trojrozmernd poruchu (— precipitaty).

farebné centrum
bodova porucha, ktord vznika interakciou vakancii a intersticialnych atomov
v i6novych krystaloch a spoésobuje ich sfarbenie

radia¢na porucha
bodova porucha (prevazne Frenkelova), ktord vznikd v krystaloch pri ozarovani
ionizujucim ziarenim

Ciarové poruchy

¢iarova porucha
stvisla porucha lokalizovana pozdlz krivky 'ubovol'ného tvaru vedenej krysta-
lom
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Z geometrického hladiska ide o jednorozmerné poruchy. Krivka je bud’
uzavretd, alebo sa kon¢i na povrchu krystalu, na inej ¢iarovej poruche, alebo na
poruche vicSieho rozsahu. Nemo6Ze sa konéit’ vol'ne vo vnutri bezporuchovej
Casti kryStalu.

dislokacia
¢iarova porucha predstavujiica hranicu medzi neporusenou oblast'ou v krystali
a oblast'ou, v ktorej doslo ku sklzu jeho dvoch &asti pozdiZ niektorej mrieZkovej
roviny

Rozlisujt sa dva zakladné typy dislokacii — hranova a skrutkova. Dislokacie
vznikaju napr. pri plastickej deformacii.

jadro dislokacie
oblast, pre ktora je charakteristické vyrazné posunutie atbmov z pévodnych do
novych rovnovaznych polbh

Deformacia mriezky v jadre dislokacie sa neda opisat’ v ramci linearnej teo-
rie elasticity.

dislokacna ¢iara
geometricka idealizacia jadra dislokacie

Burgersov vektor
vektorova veli¢ina charakterizujuca geometrické vlastnosti dislokécie, rovno-
bezna so smerom, v ktorom doslo k vzdjomnému sklzu dvoch ¢asti krystalu pri
plastickej deformadcii; jej velkost’ sa rovna velkosti sklzu

Smer Burgersovho vektora sa zachovava pozdiz celej disloka¢nej Giary. Jeho
vel'kost’ moze byt ndsobkom, ale aj zlomkom najmensiecho mriezkového vekto-
ra (— Uplné disloké&cia, parcidlna dislokacia).

hranova dislokacia
Ciarova porucha, ktorej vznik sa dd formalne opisat’ CiastoCnym rozrezanim
kry$talu pozdiz niektorej mriezkovej roviny a naslednym vloZenim polroviny
atomov do rezu

Po naslednom spojeni pléch rezu je porucha lokalizovana v blizkosti hranice
rezu — dislokacnej Ciary. Burgersov vektor hranovej dislokacie je kolmy na smer
dislokacnej Ciary.

skrutkova dislokécia
Ciarova porucha, ktorej vznik sa d4 formalne opisat’ CiastoCnym rozrezanim
krystalu pozdiz niektorej mriezkovej roviny a vzajomnym posunutim pléch rezu
v smere hranice rezu
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Po naslednom spojeni pléch rezu je porucha lokalizovana v blizkosti hranice
rezu — dislokac¢nej Ciary. Burgersov vektor skrutkovej dislokacie je rovnobezny
so smerom dislokacnej Ciary.

zmieSana dislokacia
dislokacia, ktorej segmenty st rézne orientované, pricom niektoré maju charak-
ter hranovej dislokéacie, iné charakter skrutkovej dislokacie

Burgersov vektor zmieSanej dislokacie zviera so smerom disloka¢nej Ciary
uhol z intervalu od 0° do 90°.

plasticka deformacia
nevratny proces, ktory vedie k trvalej zmene tvaru krystalu v dosledku vonkaj-
Sieho silového posobenia

Medzi procesy, ktoré sprevadzaju, resp. sprostredkivaju plasticki deforma-
ciu, patri vznik, multiplikacia a pohyb dislokacii.

sklzova rovina
rovina, v ktorej pri pohybe dislokacie dochadza k vzajomnému posunu dvoch
Casti kryStalu

Je ur€ena smerom dislokacnej Ciary a smerom Burgersovho vektora. V tejto
rovine moze prebiehat’ pohyb dislokacie sklzom.

sklz
pohyb dislokacie v sklzovej rovine, pri ktorom sa zachovava celkovy pocet bo-
dov priestorovej mriezky celého krysStalu

Tento typ pohybu dislokacie sa ozna¢uje ako konzervativny.

Splhanie
pohyb dislokacie, pri ktorom sa disloka¢na Ciara dostdva mimo povodnej sklzo-
vej roviny

Proces je sprevadzany zachytom aemisiou bodovych poruch (vakancii
a vlastnych intersticialov) v jadre dislokécie. Interakcia s bodovymi poruchami
sposobuje, Ze sa nezachovava celkovy pocet bodov priestorovej mriezky celého
kry$talu. Tento typ pohybu dislokécie sa oznacuje ako nekonzervativny.

stupen na dislokacii
schodikovitd nerovnost’ na dislokacnej ¢iare mimo sklzovej roviny; vzniké pri
Splhani dislokacie

vybocenie na dislokacii (syn. ohyb na dislokacii)
schodikovita nerovnost’ na dislokac¢nej Ciare leziacej Vv sklzovej rovine; vznika
pri sklze dislokéacie
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aplna dislokéacia
dislokacia, ktorej Burgersov vektor sa rovna celo¢iselnému nasobku najmensie-
ho mriezkového vektora

parcialna dislokacia (syn. nedplna dislokacia)
dislokacia, ktorej Burgersov vektor je mens$i nez najmens$i mriezkovy vektor
Neuplna dislokacia tvori vzdy hranicu plo$nej poruchy — vrstevnej chyby.

Shockleyho dislokéacia
sklzova parcialna dislokacia v krystaloch s kubickou plo$ne centrovanou prie-
storovou mriezkou (fcc) s Burgersovymi vektormi leziacimi v rovine vrstevnej
chyby

Moze sa pohybovat’ sklzom.

Frankova dislokacia
parcialna dislokécia v krystaloch s kubickou plosne centrovanou priestorovou
mriezkou (fcc) s Burgersovym vektorom kolmym na rovinu vrstevnej chyby

disociovana dislokacia (syn. rozstiepena dislokacia)
dvojica parcialnych dislokacii spojenych uzkym pasom vrstevnej chyby

kutova dislokacia
konfiguracia vznikajuca interakciou dvoch rovnobeznych disociovanych dislo-
kacii patriacich k r6znym sklzovym systémom v krystaloch s kubickou plo$ne
centrovanou priestorovou mriezkou (fcc)

Lomerova-Cottrellova dislokacia
nepohybliva parcialna dislokécia v krystaloch s kubickou plo$ne centrovanou
priestorovou mriezkou (fcc)

Vzniké spojenim dvoch Shockleyho parcidlnych dislokacii v priese¢nici ich
sklzovych rovin. Ma4& hranovy charakter ajej Burgersov vektor nelezi ani
v jednej zo sklzovych rovin pévodnych Shockleyho dislokéacii. Tvori nepreko-
natel'na bariéru pre pohyb ostatnych dislokacii v pévodnych sklzovych rovi-
nach a vyznamne prispieva k spevneniu krystalov.

dislokaéna slucka
dislokéacia tvoriaca uzavretd krivku

Obycajne vznika kondenzaciou vakancii alebo intersticialov a naslednym za-
nikom vrstevnej chyby.

zavitnicova dislokéacia
dislokacia v tvare priestorovej $piraly

Vznika $plhanim skrutkovej dislokacie.

Volterrova dislokacia
Ciarova porucha zavedena v ramci mechaniky kontinua
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Vysvetl'uje sa pomocou modelu nekone¢ne dlhého dutého valca (Volterrove;j
trubice), ktory je na jednej strane pozdiZne rozrezany, pri¢om plochy rezu st po
vzajomnom posunuti, resp. pootoceni opit spojené. Existuje Sest’ zékladnych
typov takychto porich. Poruchy vzniknuté posunutim zodpovedaju dislokaciam,
pootocenia vedu k disklinaciam.

disklinacia
¢iarova porucha zodpovedajiica pootoceniu ploch rezu Volterrove;j trubice

Vznik tejto poruchy je spojeny s podstatne vy$Sou hodnotou elastickej ener-
gie nez vznik dislokdcie, preto sa v redlnych kryStaloch s pevnou priestorovou
mriezkou nevyskytuje. Mozno ju pozorovat’ v kvapalnych krystaloch a v dvoj-
rozmernych virovych mriezkach v supravodi€och.

dislok&cia nezhody (syn. misfitova dislokéacia)
typ dislokacie vyskytujicej sa na rozhrani medzi podlozkou a epitaxnou vrst-
vou; vznika v systémoch s vel’kym mriezkovym neprispésobenim

Dislokacia nezhody znizuje elasticka energiu epitaxnej vrstvy.

sklzovy pas
zhluk dislokéacii vznikajuci a pohybujuci sa v tej istej sklzovej rovine

Sklzové pasy svedéia o nehomogenite plastickej deformacie. PGvodcom ver-
kého poctu dislokacii s rovnakym Burgersovym vektorom moéze byt Frankov-
Readov zdroj.

Frankov-Readov zdroj
usek dislokacie ukotveny na obidvoch koncoch

Posobenim Smykového napitia sa tsek dislokécie v sklzovej rovine zac¢ne
vyduvat’ a predlzovat’. Vyduvajica sa slucka postupne obopne obidva kotviace
body, vytvori sa uzavreta disloka¢na slucka vzd’al'ujuca sa od zdroja a cely pro-
ces sa zopakuje. Po vytvoreni istého poctu dislokacii sa tvorba d’al$ich disloka-
cii skonci.

dislokac¢na stena
zhluk dislokécii nachadzajucich sa v réznych sklzovych rovinach toho istého
sklzoveho systéemu

St usporiadané priblizne v rovine, ktora je kolma na ich sklzové roviny. Dis-
loka¢né steny vznikaju ako dosledok elastickej interakcie medzi rovnobeznymi
dislokaciami jedného sklzového systému.

sklzovy system
systém, ktory vznikd kombinaciami sklzovych rovin {hkl} so smermi sklzu
(uvw); oznacuje sa kombinaciou symbolov {hkl}/{uvw)

Rdzne typy priestorovych mriezok sa vyznacuju réznymi sklzovymi systé-
mami aj ich réznym poctom.
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dislokacny les
neusporiadany zhluk dislokécii pretinajdcich sklzovd rovinu pod istym uhlom a
patriacich inym sklzovym systémom

Disloka¢ny les tvori prekazku pre dislokacie pohybujuce sa v sklzovej rovi-
ne. Pretinanie sa dislokacii z réznych sklzovych systémov zvySuje Smykové na-
péatie potrebné pri plastickej deformacii.

dekorovana dislokéacia
dislokacia, v ktorej jadre alebo okoli je zvySena koncentracia atomov primesi

Cottrellova atmosféra (syn. Cottrellov oblak)
oblast’ okolo dislokacie so zvySenou koncentraciou atdmov primesi zabudova-
nych v substitu¢nych polohach

Snoekova atmosféra (syn. Snoekov oblak)
oblast’ okolo dislokacie so zvySenou koncentraciou atdmov primesi zabudova-
nych v intersticialnych polohach

nabité dislokacia
dislokéacia s nenulovym elektrickym nabojom vyskytujica sa najma v iénovych
krystaloch

Naboj sa sustred’uje na disloka¢nych stupnoch.

Plosné poruchy

hranica zrna
plocha tvoriaca rozhranie medzi krysStalickym zrnom a jeho okolim
Zvycajne ide o rozhranie medzi dvoma zrnami.

malouhlova hranica
rozhranie medzi dvoma Castami kryStalu, ktorych priestorové mriezky st na-
vzjom pootocené najviac o niekol’ko stupniov

Malouhlovu hranicu mozno opisat’ pomocou dislokacii na rozhrani.

naklonova hranica
malouhlovad hranica medzi zrnami, ktorych priestorové mriezky st navzajom
pootocené okolo osi leziacej v rovine rozhrania

Mozno ju opisat’ pomocou suboru hranovych dislokacii leziacich v rovine
rozhrania.
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skrutova hranica
malouhlova hranica medzi zrnami, ktorych priestorové mriezky su navzijom
pootocené okolo osi kolmej na rovinu rozhrania

Mozno ju opisat’ pomocou skrutkovych dislokacii leziacich v rovine rozhra-
nia.

koherentna hranica
rozhranie medzi dvoma zrastenymi kryStalmi, na ktorého oboch stranach sa me-
dziatomové vzdialenosti a geometrické usporiadanie atobmov priblizne zhoduju;
opa¢nym pripadom je nekoherentna hranica

Ak s rovnovazne medziatomové vzdialenosti na opacnych stranach kohe-
rentnej hranice odlisné, v blizkosti rozhrania vznika vnutorné mechanické napé-
tie. Nekoherentna hranica zvycajne oddel'uje dve rozli¢né krystalické fazy, napr.
precipitat od hostitel'skej fazy.

antifazova doména
usporiadana oblast’ v krystali binarneho tuhého roztoku, v ktorej su v porovnani
so susednou doménou aspont dva rézne druhy stavebnych Castic navzidjom za-
menené

antifazova hranica
rozhranie medzi dvoma antifazovymi doménami v ramci jedného krystalu
Antifazové hranice mozno pozorovat’ aj v zlozitejSich ako binarnych Struktu-
rach, napr. v ternarnych polovodic¢och InGaP, kde dochadza k usporiadaniu na
dial’ku v podmriezke obsahujucej prvky In a Ga.

fazova hranica
rozhranie medzi dvoma odliSnymi fadzami pritomnymi v materiali viactdzového
systému

polygonizacia
usporiadanie dislokacii do polygonalnej siete ohrani¢ujicej oblasti krystalu bez
dislokacii

vrstevna chyba
narusSenie pravidelnej postupnosti ukladania Struktarne rovnakych vrstiev sta-
vebnych castic krystalu

intrinzicka vrstevna chyba
vrstevna chyba, ktort mozno formalne opisat’ pomocou jednej chybajtcej vrst-
vy stavebnych ¢astic v pravidelnej postupnosti vrstiev

V krystaloch s fcc Strukturou vynechanie roviny A Vv postupnosti
ABCABCABC rovin (111) vedie Kk intrinzickej vrstevnej chybe. Porucha moze
vzniknit’ kondenzaciou vakancii, v tomto pripade je vrstevna chyba ohrani¢ena
Frankovou parcidlnou dislokaciou alebo rozstiepenim uplnej dislokacie na dve
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Shockleyho parcialne dislokacie. Uzky pas vrstevnej chyby mé podl'a definicie
Intrinzicky charakter, aj ked’ Ziadny Ubytok stavebnych castic v Struktire nena-
stal a k rozstiepeniu dislokacie doslo sklzom.

extrinzicka vrstevna chyba
vrstevna chyba, ktordt moZzno formalne opisat pomocou jednej nadbytoCnej
vrstvy stavebnych Castic v pravidelnej postupnosti vrstiev

V  krystaloch s fcc Struktirou vlozenie roviny A do postupnosti
ABCABACABC rovin (111) vedie k extrinzickej vrstevnej chybe. Porucha
vznika kondenzéaciou vlastnych intersticialov.

Objemové poruchy

precipitat
faza s odlisSnym chemickym zloZzenim a s odlisnou kryStalovou $truktirou na-
chadzajlca sa v hostitel'skej faze

K vzniku precipitatov dochadza aj vtedy, ked” koncentracia atobmov primesi
prekro¢i hranicu rozpustnosti v danom systéme. Tento proces (precipitaciu)
urychl'uje zvysena teplota.

koherentny precipitat
precipitat, ktorého vSetky hranice s hostitel'skou fazou st koherentné

¢iastoCne koherentny precipitat
precipitat, ktory ma aspoil jednu hranicu s hostitel'skou fAdzou koherentnt

nekoherentny precipitat
precipitat, ktory ma vSetky hranice s hostitel'skou fazou nekoherentné

mikroskopické porucha (syn. mikrodefekt)
sthrnné oznaéenie precipitatov, dislokaénych slu¢iek a vrstevnych chyb, kto-
rych rozmer neprevySuje ~ 1 pm

makroskopicka porucha (syn. makrodefekt)
suhrnné oznacenie inkluzii, Stiepnych a Smykovych trhlin, ktorych rozmer pre-
vySuje ~ 1 um
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B1 Rozptyl Ziarenia

B Rozptyl a difrakcia ziarenia

B 1 Rozptyl Ziarenia a amplitidy rozptylu

primarne Ziarenie
ziarenie dopadajuce na skimany objekt

Pri difrakénych metddach ide najma o rontgenové Ziarenie, neutrénoveé zia-
renie a elektronové Zziarenie. Podla pouzitého experimentalneho usporiadania
moze Ziarenie vychadzat priamo zo zdroja alebo z optickych prvkov zarade-
nych medzi zdroj a skimanu vzorku, ktorymi sa upravuje smer $irenia alebo
spektralne zloZenie Ziarenia.

rozptyl Ziarenia
proces, pri ktorom Cast’ ziarenia meni smer svojho $irenia v désledku interakcie
s rozptylovymi centrami skimaného objektu

Rozptyl moze byt pruzny alebo nepruzny, pri neutrénovom Ziareni sa navyse
rozliSuje rozptyl jadrovy a magneticky.

rozptylené Ziarenie
ziarenie vznikajuce rozptylom primarneho ziarenia na rozptylovych centrach
skamaného objektu

rozptylové centrum
objekt, na ktorom dochadza k rozptylu Ziarenia

Rontgenové Ziarenie sa rozptyl'uje v podstate len na elektrénoch v obaloch
atomov, ale za rozptylove centra je vhodné v niektorych suvislostiach povazo-
vat’ celé¢ atomy, pripadne zédkladné bunky krysStalu. Pri neutronovom Ziareni su
rozptylovymi centrami jadra atomov (— jadrovy rozptyl) alebo elektrony ato-
mov, ktoré sa vyznacuju nenulovym magnetickym momentom (— magneticky
rozptyl). Zvazky elektronov sa rozptyl'uji v elektrickom poli atdbmovych jadier
a elektrénovych obalov.

pruzny rozptyl (syn. elasticky rozptyl)
rozptyl Ziarenia na rozptylovych centrach, pri ktorom energia, resp. vinova diz-
ka rozptylenych foténov alebo Castic zostdva nezmenend

Pri pruznom rozptyle je definovany vztah medzi fazami primarnej viny
a rozptylenej viny.

nepruzny rozptyl (syn. neelasticky rozptyl)
rozptyl Ziarenia na rozptylovych centrach, pri ktorom sa meni energia, resp. vl-
nova dlzka rozptylenych fotonov alebo castic
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Pri nepruznom rozptyle nie je definovany vzt'ah medzi fazou priméarnej viny
a rozptylenej viny, nepruZne rozptylené Ziarenie je nekoherentné.

Bornova aproximacia
iterativna metdda vypoctu amplitudy A rozptylenej viny vo vSeobecnej teorii
rozptylu pre pripady, ked” amplitida rozptylenej viny je mala v porovnani
s amplitudou dopadajucej viny

Riesenie rovnice (A + k% — @V (r))A(r) = 0 opisujlcej rozptylovy proces
s rozptylovym potencialom V() sa hl'ada vo forme nekone¢ného Bornovho ra-
du

AP) = AO + 4D + 4P + ...,

kde A® = A,, je amplitida dopadajicej viny, A (? je amplitada jedenkrat roz-
ptylenej viny, A( ) j je amplituda dvakrat rozptylenej viny atd’. V pripade rtg Zia-
renia parameter ¢ = 1 a rovnica nadobuda tvar klasickej vinovej rovnice. Pre
elektrony a neutrény plati ¢ = 2m/h?, kde m je hmotnost’ rozptylovanej ¢asti-
ce, h je redukovana Planckova konstanta a rovnica nadobudne tvar Schrddinge-
rovej rovnice. Amplitudu A( ) mozno v dostato¢nej vzdialenosti r od rozptylo-
vého centra aproximovat’ gul’ovou vinou

exp(—2mikr)
AL = —Aub($) ,

kde parameter b(¢) je amplitida rozptylu a vo vSeobecnosti zavisi od rozpty-

lového uhla ¢. Priblizenie, ktoré zanedbava viacnasobny rozptyl, t. j. A( ) =0
pre n > 1, je zndme ako prva Bornova aproximacia. Pri opise dlfrakcnych javov
jej zodpoveda kinematickd teoria difrakcie. Ked’Zze vo vSeobecnosti konvergen-
cia Bornovho radu je slaba, aproximacie vyssich radov nie st vhodné na opis
javov, kde sa uplatnuje viacnasobna difrakcia.

rozptylova dizka b
amplituda rozptylu pre oblast’ energii charakteristickych pre rozptyl a difrakciu
rtg ziarenia, elektronov a neutronov vyuzivanych v metdédach strukturnej analy-
zy

Vztah vyjadrujici rozptylova dizku, ktory plati pri rozptylovych centrach
S rozmermi porovnateI'nymi alebo va¢$imi nez vlnova dlzka, ma tvar

b($) = - j V(r)exp (2miS - )d’r,

kde S je rozptylovy alebo difrakény vektor, parameter ¢ = 1 pre rtg ziarenie a
@ = 2m/h? pre elektrény a neutrény, m je hmotnost’ rozptylovanej ¢astice, h je
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redukovana Planckova konStanta, V(r) je rozptylovy potencial a integruje sa
cez objem rozptylového centra. Rozptylové dizky rtg Ziarenia, elektronov
a neutronov mozno ziskat' dosadenim vyrazov pre prislusné rozptylové poten-
cialy.

diferencialny uc¢inny prierez rozptylu do/dn
zakladny parameter pouzivany v tedrii rozptylu, ktory je definovany ako podiel
relativneho poctu castic do = AN /N rozptylenych v danom smere do malého
priestorového uhla df atohto uhla, kde N je hustota toku cCastic, t. j. celkovy
pocet Castic dopadajucich na jednotku plochy

Ciselna hodnota tejto veli¢iny vyjadruje pravdepodobnost’ rozptylu astice v
danom smere pripadajucu na jednotkovy priestorovy uhol. V ramci difrakénych
technik sa pouziva pri rozptyle neutronov, je identicky s druhou mocninou abso-
latnej hodnoty rozptylovej dizky, do/dQ = |b|?. Uinny prierez sa vztahuje na

hustotu toku dopadajticich ¢astic; zauZivanou jednotkou je 1 barn = 10728 m?2,

celkovy ucinny prierez rozptylu o
zékladny parameter pouzivany v teorii rozptylu; vyjadruje pravdepodobnost’
rozptylu Castice do 'ubovol'ného smeru

V ramci difrakénych technik sa pouziva pri rozptyle neutronov, pre izotrop-
ny rozptyl na jadrach plati o = 4m|b|?. Uginny prierez sa vztahuje na hustotu

toku dopadajucich &astic, zauzivanou jednotkou je 1 barn = 1028m?,

Thomsonov rozptyl
pruzny rozptyl elektromagnetického ziarenia na vol'nej elektricky nabitej Castici
opisany metddami klasickej teérie elektromagnetického pol'a

V pripade rtg ziarenia ide o rozptyl na slabo viazanych elektronoch
v atdomoch. Faza vin rozptyleného Ziarenia je opa¢na v porovnani s fazou pri-
marneho Ziarenia, rozptylova dizka je kladna.

Rayleighov rozptyl
pruzny rozptyl elektromagnetického ziarenia na Ccasticiach, ktorych vlastna
frekvencia je ovela vysSsia nez frekvencia Ziarenia

Povodne bol zavedeny pre rozptyl viditelného svetla na atomoch
a molekul&ch. V pripade rtg Ziarenia ide o rozptyl na silne viazanych elektro-
noch v atdémoch, pri¢om jeho rozptylova dizka je zéporna a faza rozptyleného
ziarenia je identicka s fazou primarneho Ziarenia.

Comptonov rozptyl
nepruzny rozptyl rtg ziarenia alebo vy ziarenia, pri ktorom dochadza k ionizacii
rozptylovych centier, priCom cast’ energie fotonu sa odovzdd emitovanému
elektronu
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Formalne sa opisuje ako zrazka dopadajiceho fotonu s vol'nym elektronom.
Vlnova dlzka rozptyleného Ziarenia je pri tomto rozptyle viac¢sia nez vinova dlz-
ka primarneho Ziarenia.

difazny rozptyl
rozptyl Ziarenia zapri¢ineny odliSnost'ou rozptyl'ujiceho objektu od dokonalého
translacne symetrického stavu a absenciou priestorovej alebo ¢asovej korelacie
dostato¢ného dosahu medzi jeho Castami; znizuje intenzitu difrakénych maxim
a zvysuje pozadie medzi nimi

Pritomnost’ akychkol'vek Strukturnych portch vedie k statickému vychyleniu
stavebnych ¢astic z idealnych polbh, a tym prispieva k difiznemu rozptylu. Né&-
hodna fluktuacia poldh, ktora je dosledkom tepelného pohybu stavebnych ¢as-
tic, je pri¢inou tepelného difizneho rozptylu. Tepelny rozptyl je v pripade
neutrénov zdroven aj nepruzny, ked’ze energia dopadajicich tepelnych neu-
tronov je porovnatelna s energiou kmitov mriezky. DalSou pri¢inou diflizneho
rozptylu je nahodna fluktuicia rozptylovych dizok, ktora nastiva v neus-
poriadanych tuhych roztokoch. Tento druh difuzneho rozptylu sa v angliétine
oznacuje ako disorder diffuse scattering.

Thomsonova rozptylova diZka b,
rozptylova dizka pre rozptyl rtg Ziarenia na vol'nom (neviazanom) elektrone

Zhoduje sa s klasickym (Lorentzovym) polomerom elektronu 1, =
e?/(4meymc?) zavedenym v tedrii elektromagnetického pola. e je elementarny
naboj, &, elektricka konstanta, m hmotnost’ elektronu a c¢ rychlost’ svetla. Elek-
trén je reprezentovany bodovym nabojom, v dosledku Eoho rozptylova dizka je
izotropn4, t. j. nezavisla od rozptylového vektora S. Pre vinenie s s-polarizaciou
plati b, = 1., pre vinenie s p-polarizaciou b, = r,cos¢, kde ¢ je rozptylovy
uhol.

atomovy rozptylovy faktor (syn. atomovy faktor)
rozptylova diZka pre rozptyl Ziarenia na atdme

V pripade rtg ziarenia k rozptylu dochddza takmer vylu¢ne na elektronovom
obale atdbmov. Ak je rozptylovy potencial V (r)~p(r)b,, kde p(r) je rozdelenie
hustoty elektronov v atbmovom obale a b, je Thomsonova rozptylova dizka,
potom rozptylovy faktor

frug®)=be [ p@)exp(anis - r)a’r
atéom
je vyjadreny v absolutnych jednotkach a mé rozmer [m]. Ak v rozptylovom
potencidli V (r) vystupuje len rozdelenie hustoty p(r) bez Thomsonovej rozpty-
lovej dizky b,, rozptylovy faktor frtg J& Vyjadreny v elektronovych jednot-
kéch. V tomto pripade je to bezrozmerova veli¢ina a udava, kol'’kokrat je ampli-
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tada viny rozptylenej od celého atdbmu viacsia nez amplitida viny rozptylenej
jednym elektrénom.

V pripade elektrénov je rozptylovym potencidlom potencial elektrického po-
I'a atdmového jadra obsahujuceho Z protonov a elektronového obalu s rozde-
lenim hustoty elektrénov p(r). Rozptylovy faktor ma tvar

2
me?

A
fa($) = 8meyh? (sin@) (Z = freg)

kde m je hmotnost’ elektronu, g, je elektricka konstanta (permitivita vakua), h
je Planckova konstanta, A vinova dizka elektronov, 8 poloviény rozptylovy uhol
a freg atdmovy rozptylovy faktor pre rtg ziarenie vyjadreny v elektronovych
jednotkach.

Na charakterizaciu rozptylu neutrénov sa pouzivaju veli¢iny — rozptylova
dizka jadrového rozptylu a — rozptylova dizka magnetického rozptylu.

Cromerove-Mannove koeficienty
devit koeficientov a; , b; ,c (i = 1...4) sltziacich na vypocet atbmového roz-
ptyloveho faktora f,., pre rtg Ziarenie ako funkcie premennej (sinf)/A podla

vztahu
sin 6 - 0 2
freg (T) = E a; exp |—b; (smi) +c

=1

Analogické koeficienty su k dispozicii aj na vypocet parametrov f,, Vystupu-
jacich v rozptylovej dlzke pre magneticky rozptyl neutronov.

anomalna disperzia
odchylka od monotonneho priebehu zavislosti atbmoveho rozptyloveho faktora
od vlnovej dizky Ziarenia v blizkosti absorpénej hrany rozptyl'ujiceho atému
Anomadlna disperzia sa uplatiiuje hlavne pri rozptyle rtg Ziarenia. Opisuje sa
pomocou dvoch korekénych faktorov f' a f'’, ktoré su tabelované pre jednotli-
vé vlnové dizky charakteristického rtg Ziarenia. Pri zohladneni anomaélnej dis-
perzie sa atdmovy rozptylovy faktor vyjadruje ako komplexné ¢islo:

frtg :fr%g+f,+if”r

kde fr‘}g je rozptylovy faktor pri zanedbani anomalnej disperzie. Imaginarna
Cast’ korekcie f'' zohl'adiuje zmenu fazy rozptylenej viny a savisi s linearnym
koeficientom zoslabovania u.

rozptylova diZka jadrového rozptylu by
amplitida rozptylu neutrénov na atbmovych jadrach
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V ramci prvej Bornovej aproximécie je rozptylovym potencidlom atomo-
vych jadier Fermiho pseudopotencial

2

2rh

V(r) = < >b1v5(1‘),
m

kde &(r) je Diracova funkcia, h redukovana Planckova konstanta, m hmotnost’
neutrénu a r polohovy vektor jadra. Rozmery jadier su podstatne menSie nez
vlnovéa diZka tepelnych neutronov, preto rozptylova dizka by nezavisi od roz-
ptylového uhla. Zavislost' rozptylovej dizky od energie dopadajtcich neutronov
opisuje Breitov-Wignerov vztah, ktory zohl'adnuje potencialovy aj rezonanény
rozptyl. Na praktické ucely je vSak potrebné pouzivat’ experimentalne ziskané
hodnoty. Rozptylova dizka by nie je monoténnou funkciou atdmového &isla, ¢o
je jednou z vyhod neutronovej difrakcie.

spinova inkoherencia
nekoherentny pruzny rozptyl neutrénov na jadrach s nenulovym spinom

Pri interakcii neutronov s jadrami so spinom [ vznikaju stavy so spinmi
I+1/2 al—1/2 srozdielnymi rozptylovymi dizkami, o sposobuje nekohe-
renciu rozptylenych neutronov. U¢inny prierez pre nekoherentny rozptyl moze
pre niektoré prvky znacne prevySovat’ u¢inny prierez pre koherentny rozptyl, co
vedie k enormnému zvySeniu pozadia. Jav nema ekvivalent v oblasti rozptylu
rtg Ziarenia.

izotopova inkoherencia
nekoherentny pruzny rozptyl neutronov na jadrach réznych izotopov toho istého
prvku

Rozptylové dizky jednotlivych izotopov sa vo vSeobecnosti lisia, ¢o vedie
k nekoherencii rozptylenych neutronov. Jav prispieva Kk zvySeniu pozadia pri
difrakénych experimentoch, nema ekvivalent v oblasti rozptylu rtg ziarenia.

rozptylova dizka magnetického rozptylu b,,
amplitida rozptylu neutronov na tych elektronoch atdmového obalu, ktoré pri-
spievaju k magnetickému momentu atdmu

Rozptylova dizka pre magneticky rozptyl zavisi od rozptylového vektora S,
od celkoveho magnetického momentu atomu a od rozdelenia hustoty tych elek-
trénov v atbmovom obale, ktoré k tomuto momentu prispievaju.

paramagneticky difazny rozptyl
magneticky rozptyl neutronov na paramagnetickej latke

Magnetické momenty atomov paramagnetika st ndhodne orientované, preto
rozptylené neutroény nie st koherentné a prispievaji k zvyseniu pozadia. Dife-
rencialny uéinny prierez rozptylu na atbmoch zavisi od celkového spinového
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kvantového ¢isla atdbmu a od rozdelenia hustoty tych elektrénov, ktoré prispie-
vaju k magnetickému momentu atému.

koherentny magneticky rozptyl
magneticky rozptyl neutronov na feromagnetickej, ferimagnetickej alebo antife-
romagnetickej latke

Magnetické momenty atdmov sd v ramci jednej magnetickej domény para-
lelne alebo antiparalelne orientované, rozptylené neutrény sd koherentné
a mozu vytvarat' difrakéné maxima. Diferencidlny G€inny prierez rozptylu na
atomoch s nenulovym magnetickym momentom zavisi od vzajomnej orientacie
rozptyloveho vektora a vektora magnetizacie, a tak umoziuje analyzovat mag-
neticky stav vzorky.
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B 2 Difrakcia ziarenia

Vseobecné pojmy

koherentnéa vina
elektromagnetickd vlna alebo vlna iného druhu vyznacujlca sa stalym, neme-
niacim sa rozdielom faz medzi 'ubovol'nymi dvoma bodmi priestoru, ktorym sa
Sirt

V prenesenom vyzname sa V pripade ziarenia s vinovymi vlastnostami pou-
Ziva pomenovanie koherentné Ziarenie. Koherentné moéze byt iba také vinenie,
ktoré sa vyznaGuje teoreticky jedinou vlnovou dizkou A, redlne velmi tzkym
intervalom vlnovych dizok AA, s ¢im suvisi priestorové ohrani¢enie koherencie
na vzdialenosti mensie neZ koherenéna dizka. Koherentnost' viny je nevyhnut-
nou podmienkou na to, aby mohla prispievat’ k pozorovatel'nej interferencii. Pre
ziarenie, ktoré nespiia podmienku koherencie, sa pouziva pomenovanie neko-
herentné Ziarenie.

koheren¢na dizka
vzdialenost’ Al, v ktorej rozmedzi zostava vina koherentnou

Je nepriamoumerna $irke intervalu vlnovych dizok 44 a priamotumerna dru-
hej mocnine strednej vlnovej dizky A ztohto intervalu: Al =~ A%2/A4A.
K pozorovatelnej interferencii dochadza iba vtedy, ked’ je drahovy rozdiel vin
z roznych rozptylovych centier mensi nez ich koherenéna dizka.

koherencia vin
vlastnost’ vin prichadzajtcich do daného miesta aspoii z dvoch réznych rozpty-
lovych centier Ziarenia, ktora sa v tomto mieste prejavuje stalostou rozdielu ich
faz

V takom pripade ide o koherentné viny; tato ich vlastnost’ je nevyhnutnym
predpokladom vzniku pozorovatel'nej interferencie, resp. difrakcie.

oblast’ koherentného rozptylu (syn. koherentna oblast’)
stvisla Cast’ krystalu, ktorej vSetky zakladné bunky prispievaju kK ur¢itému dif-
rak¢nému maximu pruzne rozptylenymi vinami s rovnakou fazou

Oblast’ koherentného rozptylu v kinematickej tedrii difrakcie zodpoveda ob-
lasti sumécie pri vypocéte mriezkového faktora. Tvar, pripadne aj vel’kost oblasti
koherentneho rozptylu zavisi od zvolenej difrakcie. Dve koherentné oblasti mo-
Zu byt’ navzajom posunuté alebo pooto¢ené takym sposobom, ze k niektorym
difrak¢nym maximam prispievaju vinami s rovnakou fazou, kym k inym maxi-
mam nie. Rozdelenie krystalu na koherentné oblasti vhodného tvaru sa vyuziva
pri posudzovani vplyvu velkosti krystalitov a Struktirnych portach (napr. vrs-
tevnych chyb) na rozSirenie difrakénych maxim. Vo vSeobecnosti je difrakcia
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elektronov menej citliva na presné polohy a orientacie zakladnych buniek (sta-
vebnych jednotiek) nez difrakcia rtg a neutrénoveho Ziarenia.

vinovy vektor k
vektorova veli€ina, ktora sa svojim smerom zhoduje so smerom Sirenia vlnenia
ama velkost k = 1/, kde A je jeho vlnova dizka

V Norme 1SO-31 je zavedena aj veli¢ina 27t/ A, ktora sa uvadza pod ndzvom
uhlovy vinovy vektor. V kinematickej teorii difrakcie nie je rozdiel medzi vi-
novym vektorom vo vakuu a v krystali.

difrakcia
jav typicky pre vSetky druhy Ziarenia vlnovej povahy vznikajuci ako dosledok
interferencie koherentnych vin, ktoré vznikli rozptylom na pravidelne rozmiest-
nenych rozptylovych centrdch, pricom dochadza k zmene smeru Sirenia
a k priestorovej redistribucii intenzity ziarenia spojenej so vznikom difrakénych
maxim a minim

Pojem difrakcie je znamy najma z optiky. V krystalografii sa na opis dif-
rakénych javov takmer vyhradne pouziva Fraunhoferova tedria difrakcie,
Vv niektorych Specialnych pripadoch je potrebné pouzit’ vS§eobecnejSiu Fresnelo-
vu teoriu difrakcie. Termin difrakcia sa v krystalografii ¢asto pouziva ako skra-
tenie terminu difrakéné maximum.

difraktované Ziarenie
pruzne rozptylené Ziarenie, ktorého intenzita sa v dosledku interferencie vin §i-
riacich sa od rdznych rozptylovych centier v niektorych smeroch zoslabuje az
zanika, v inych sa zosililuje a vznikaju difrakéné maxima

Vyznam ma najmé pri rozptyle na krystalickych latkach. Smery, v ktorych
vznikaju difrak¢éné maximad, si uré¢ené difrakénymi podmienkami.

difrakéné maximum
oblast’ v poli difraktovaného Ziarenia, v ktorej je vyrazné zvySenie jeho intenzi-
ty vyvolané konstruktivnou interferenciou vin prichadzajicich z rozptylovych
centier skimaného objektu

Podl'a sposobu detekcie méze mat’ podobu difrakénej Skvrny (pri registracii
dvojrozmernym detektorom) alebo lokalneho maxima na krivke zavislosti in-
tenzity od parametra charakterizujuceho polohu detektora, pripadne natocCenie
vzorky vzhladom na smer primarneho zvizku. Casto sa pouZiva skrateny termin
difrakcia alebo aj termin reflexia.

rozptylova rovina

rovina uréena smerom zvizku primarneho ziarenia a smerom, v ktorom sa dete-
guje rozptylené Ziarenie
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difrakéna rovina
rovina urcend smerom zvéizku primarneho Ziarenia a Smerom, v ktorom sa dete-
guje difraktované ziarenie

rozptylovy uhol ¢
uhol medzi smerom primarneho Ziarenia a smerom, v ktorom sa deteguje roz-
ptylené Ziarenie

difrakény uhol 6 (syn. Braggov uhol)
polovi¢ny uhol medzi smerom primarneho ziarenia a Smerom, v ktorom sa de-
teguje difraktované ziarenie; 8 = ¢ /2

rozptylovy vektor §
vektorova veli¢ina, ktora sa rovna rozdielu vilnového vektora k rozptyleného
ziarenia a vinového vektora k, primarneho ziarenia: § = k — k,

Pre jeho velkost plati S = 2 sin(¢/2)/A, kde ¢ je rozptylovy uhol.

difrak¢ny vektor
rozptylovy vektor, ktory je totozny s niektorym vektorom reciprokej mriezky

Vyjadruje sa vztahom § = ha* + kb* + lc*, kde a*, b*, ¢* je trojica za-
kladnych vektrov reciprokej mriezky a h, k, [ su difrakéné indexy. Velkost’ dif-
rak¢éného vektora S = 2sinf /A, kde 6 je difrakény uhol. Ak je rozptylovy
vektor totozny s niektorym vektorom reciprokej mriezky, su splnené difrakéné
podmienky pre osnovu mriezkovych rovin prisluchajicich danému vektoru re-
ciprokej mriezky.

difraktovany zvazok
zvazok ziarenia, do ktorého je sustredend energia rozptyleného ziarenia pri kon-
struktivnej interferencii vin rozptylenych skiimanym objektom

Pri difrakecii na polykrystalickych latkach vznikaju sucasne viaceré difrakto-
vané zvézky tvoriace — difrakéné kuzele, pri monokrystalovych monochroma-
tickych metdédach jednotlivé difraktované zvazky vznikaju postupne vhodnym
nastavenim orientacie monokrystalu vzhl'adom na zvédzok primarneho Ziarenia.

difrakény obraz
priestorové rozloZzenie mnoziny difraktovanych zvézkov

Difrakény obraz sa opisuje siborom difrakénych indexov a intenzit jednotli-
vych difraktovanych zvazkov. V reciprokom priestore sa opisuje prostrednic-
tvom vazenej reciprokej mriezky. Pri jednotlivych experimentalnych metdédach
vznika bud’ naraz, alebo postupne.

geometria difrakéného obrazu
rozlozenie zvdzkov difraktovaného ziarenia v priamom priestore
Je funkciou len geometrie priestorovej mriezky a vlnovej dlzky ziarenia.
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symetria difrakéného obrazu
prislu$nost’ trojrozmerného difrakéného obrazu k niektorej z Laueho grap
Vzhl'adom na Friedelov zakon je difrakény obraz vzdy centrosymetricky.

Laueho grupa (syn. Friedelova grupa)
niektora z 11 centrosymetrickych bodovych grap (— centrosymetrické bodové
grupy, tab. 2)

difrakény zaznam
analogovy alebo ¢islicovy vysledok registracie difrak¢ného obrazu, t. j. difrak-
togram alebo difraktometricky zaznam suboru udajov o polohach a intenzite re-
gistrovaného Ziarenia

Pri monokrystalovych metodach sa z difrakénych zaznamov ziskava subor
integralnych intenzit jednotlivych difrakénych maxim s priradenymi difrakény-
mi indexmi. Tento proces je na modernych monokrystalovych difraktometroch
automatizovany. V transmisnom elektronovom mikroskope sa pozoruje, resp.
registruje vzdy dvojrozmerny difraktogram. Pri rtg a neutronovych difraktomet-
rickych metodach sa v zavislosti od typu detektora registruje jednorozmerny
difraktometricky zaznam (bodovy alebo linearny detektor) alebo dvojrozmerny
difraktogram (ploSny detektor).

difraktogram (syn. difrakény obrazec)
dvojrozmerny obrazec reprezentujuci difrakény obraz zachyteny na filme alebo
ploSnom detektore

Difraktogram je tvoreny mnozinou priese¢nikov jednotlivych difraktovanych
zvézkov s plochou filmu alebo detektora.

difraktometricky zaznam

jednorozmerny zaznam intenzity ziarenia registrovaného bodovym alebo li-
nearnym detektorom difraktometra

Nezavislou premennou difraktometrického zadznamu byva parameter, ktory
charakterizuje polohu detektora, resp. nato¢enie vzorky vzhl’'adom na smer pri-
marneho zvazku, pripadne trajektoriu v reciprokom priestore pri vSeobecnejsich
typoch skenov. Pri praskovych metddach sa vacSinou zaznamendva intenzita
ako funkcia dvojndsobku difrakéného uhla, pricom sa snima uhlovy rozsah nie-
kol'ko desiatok stupiiov vratane pozadia. V minulosti boli difraktometrické z&-
znamy takmer vyluéne analogové (linearny zapisovac), moderné difraktometre
registruju zdznam v digitalnej podobe. Konverziou pomocou fotometra sa
z difrakénych snimok (napr. z debyegramu) dal ziskat’ fotometricky zaznam.

difrakéna snimka
vyvolany film s dvojrozmernym analégovym zaznamom difrakéného obrazu
ziskany v komérkach s filmovou registraciou difraktovaného Ziarenia

62



B2 Difrakcia ziarenia

Pri modernych difraktometroch vybavenych ploSnym detektorom je analo-
giou k difrakénej snimke difrakény obrazec zobrazeny na monitore, ktory je
mozné uchovat’ v elektronickej podobe.

difrak¢na stopa (syn. difrakéna §kvrna)
stopa po zvazku difraktovanych lu¢ov na difraktograme

Difrakéné podmienky

difrakéna podmienka
matematicky vzt'ah, ktory vyjadruje nevyhnutni geometricki podmienku na
vznik pozorovatel'ného difrak¢ného maxima v ramci kinematickej teorie difrak-
cie

Difrakéné podmienky su vyjadrené Braggovou rovnicou a Laueho rovnica-
mi. Geometricky sa daji znazornit’ pomocou Ewaldovej konsStrukcie.

difrak¢éna poloha
takd poloha a orientacia krystalu vzh'adom na zvdzok primarneho Ziarenia, pri
ktorej vznika aspoil jedno difrakéné maximum

difrakéné indexy (syn. Laueho indexy)
celé ¢isla h, k, [ vystupujuce v Laueho difrakénych podmienkach

Pri trigonalnych a hexagonalnych krystaloch je Gc¢elné pouzivat Styri dif-
rakéné indexy h, k, i, [, pricom plati h + k + i = 0. Na rozdiel od indexov v
Millerovych a Bravaisovych symboloch mézu mat’ spolo¢ného delitel’a, ktory
udava rad difrakcie. Zapisuju sa v tvare hkl, resp. hkil bez zatvoriek. Poziva
sa aj zapis, kde je treti index i v Stvorindexovom zapise nahradeny bodkou,
hk.1.

Laueho rovnice (syn. Laueho difrakéné podmienky)
tri difrakéné podmienky pre rozptylovy vektor S, ktorych splnenie je nevyhnut-
né na vznik difrakcie

Su vyjadrené rovnicami S-a=h, S-b=k, S-c=1, kde a, b, c su z&-
kladné vektory priamej mriezky. Celoc¢iselné koeficienty h, k, [ su difrakéné in-
dexy. RieSenia rovnic mozno vyjadrit’ v tvare

Shkl == ha* + kb* + lC* ’

kde a*, b*, c* je trojica zakladnych vektorov reciprokej mriezky. Laueho pod-
mienky su splnené, ked’ sa rozptylovy vektor S rovna niektorému vektoru reci-
prokej mriezky. Do vztahov vstupuje vlnova dizka Ziarenia prostrednictvom
vektora S = (s —sy)/4, kde s, a s s jednotkové vektory, ktoré maja smer
primarneho, resp. difraktovaného Ziarenia.
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Ewaldova konStrukcia
geometrickd konStrukcia v reciprokom priestore, ktora sliZi na znazornenie rie-
Senia Laueho rovnic

Ewaldova konstrukcia je zakladnou schémou pri interpretacii vacsiny dif-
rakénych experimentov. Jej zakladom je Ewaldova gulova plocha (v reze
kruznica) s polomerom 1/A4, na ktorej je umiestneny zaciatok reciprokej mriez-
Ky. Difrakéné podmienky su splnené, ked’ sa koncovy bod niektorého vektora
reciprokej mriezky dostane do kontaktu s gul'ovou plochou. Jednotkové vektory
So a s primarneho a difraktovaného Iu¢a mieria zo stredu gulovej plochy do
koncovych bodov prislusného reciprokého vektora Gy, teda je splnena pod-
mienka Gy = (s — S9)/A.

limitujica gulova plocha
gulova plocha v reciprokom priestore s polomerom rovnajicim sa dvojnasobku
polomeru Ewaldovej gulovej plochy 2/A4, ktorej stred je umiestneny
do zaciatku reciprokej mriezky

Polomer limitujucej gulovej plochy je dany maximalnou moZnou hodnotou
vel’kosti rozptylového vektora S pre dant vinova dizku. Do kontaktu s Ewal-
dovou gulovou plochou sa méZzu dostat’ len tie body reciprokej mriezky, ktoré
sa nachadzaji vo vnutri limitujucej gulovej plochy. Difrakcie zodpovedajuce
bodom mimo gul'ovej plochy nemézu vzniknut'.

Braggova rovnica
difrakéna podmienka, ktora vyjadruje vztah medzi vinou dizkou A pouzitého
ziarenia, medzirovinnou vzdialenostou djy; osnovy difraktujucich mriezkovych
rovin a difrak¢énym uhlom 8

Rovnica ma zékladny tvar

ZdhleiHQ = nl,

kde n vyjadruje rad difrakcie. V tomto pripade indexy hkl su Millerove indexy
prislusnej osnovy mriezkovych rovin. Pri interpretacii difrakénych experimen-
tov sa rovnica pouziva v tvare 2d,;sinf = A. Rad difrakcie n je zahrnuty do
medzirovinnej vzdialenosti a Millerove indexy su nahradené difrakénymi in-
dexmi.

64



B3 Kinematicka a dynamicka teoria

B 3 Kinematicka a dynamicka tedria difrakcie

Zakladné pojmy

extinkéna dizka &,
zakladny parameter charakterizujuci mohutnost’ interakcie vinenia s latkou; pri-
blizne sa rovna vzdialenosti, pri ktorej prejdeni nadobudne amplituda difrakto-
vanej viny hodnotu porovnatel'ni s amplitidou primarnej viny

Pri prechode vilnenia cez monokrystal nachadzajici sa v difrakénej polohe
dochadza k modulécii amplitud prechadzajucej a difraktovanej viny. Maxima
amplitud lezia v rovinach rovnobeznych s povrchovou rovinou krystalu, pricom
extinkéna diZka je definovana ako vzdialenost’ dvoch susednych maxim ampli-
tady Pubovolnej z tychto vin. Extinkéna diZka je nepriamoumerna absoldtnej
hodnote Strukturneho faktora vyjadrené¢ho v absolutnych jednotkéach, takze je
mensSia pri intenzivnych difrakcidch.

kinematicka teoria difrakcie
tedria opisujuca difrakciu v rdmci prvej Bornovej aproximacie vo vSeobecnej
teorii rozptylu

Je zalozena na predpokladoch, Zze prechadzajica vlna nie je ovplyvnena dif-
raktovanou vinou a je totozna s primarnou vinou, difraktovana vina opatovne
nedifraktuje a vystupuje z krystalu, teda sa zanedbava viacnasobna difrakcia.
Tieto predpoklady su splnené, ak su rozmery oblasti koherentného rozptylu
mensie neZ je extinéna dizka pre dany typ Ziarenia. Teéria je vhodna na opis dif-
rakcie rtg ziarenia alebo neutronov na polykrystalickych materialoch. V pripade
difrakcie elektronov je jej pouzitel'nost’ ohrani¢ena. Vysledky kinematickej teo-
rie nevyhovuju zakonu zachovania energie.

dynamicka tedria difrakcie
teoria, ktord pri opise difrakcie zohladnuje viacndsobny rozptyl Ziarenia vo
vnutri kry$talu, ako aj interakciu difraktovanych vin s primarnym Ziarenim
a vplyv — indexu lomu prostredia

Pouziva sa pri opise difrakcie na dokonalych monokrystaloch, ktorych roz-
mery oblasti koherentného rozptylu su viésie ako extinkéna dizka pre dany typ
Ziarenia.
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Kinematicka tedria difrakcie

Thomsonov vzt'ah
Vv tedrii difrakcie vzt'ah pre intenzitu rtg ziarenia I, pruZzne rozptylené¢ho vol'nym
elektronom

Ma tvar

e? > 11+ cos?¢
Ie - IO ’

4me,mc?) R? 2

kde I, je intenzita primarneho nepolarizovaného zvézku ziarenia, R vzdialenost
detektora od elektronu, ¢ rozptylovy uhol, g, elektricka konsStanta, m hmotnost’
elektronu a c rychlost’ svetla. Vyraz v zatvorke je klasicky polomer elektronu r,.

integralna intenzita I, difrakéného maxima
veli¢ina umerna celkovému poctu fotonov rtg ziarenia alebo Castic difraktova-
nych kry$talom pri jeho prechode cez difrakéna polohu

Integralna intenzita je imernd ¢asovému integralu toku foténov alebo Castic
prechadzajuceho Strbinou detektora. V kinematickej teorii je priamoumerna
druhej mocnine Strukturnej amplitady, oziarenému objemu vzorky a nepria-
moumerna efektivnej uhlovej rychlosti otacania vzorky. Veli¢ina nie je totozna
s — integralnou intenzitou difrakénej ¢iary ani s — integralnou reflexnou mo-
hutnost'ou definovanou v dynamickej tedrii.

integralna reflexia Ry, difrakéného maxima
modifikovana integralna intenzita, ktora nezavisi od intenzity primarneho ziare-
nia ani od rychlosti ota¢ania vzorky, ale len od vlastnosti krystalu

Definovana je vztahom

Rppi =I Tnii,
0

kde w je efektivna uhlova rychlost’ otaCania vzorky, I, intenzita primarneho Zia-
renia a I, integralna intenzita difraktovaného Ziarenia.

geometricky faktor
faktor, ktory ovplyviuje intenzitu difraktovaného ziarenia a ktory zavisi len od
difrak¢ného uhla

Medzi geometrické faktory patri Lorentzov faktor a polariza¢ny faktor, ktoré
sa obycCajne spajaju do Lorentzovho-polariza¢ného faktora.

fyzikalny faktor
faktor, ktory ovplyviuje intenzitu difraktovaného ziarenia a ktory zavisi od fy-
zikélnych vlastnosti skimaného objektu

Medzi fyzikalne faktory patri faktor nasobnosti, teplotny faktor a absorpény
faktor.
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Lorentzov faktor L
geometricky faktor ovplyviiujlci intenzitu difraktovaného Ziarenia, ktory zo-
hl'adiiuje ¢asovy interval prechodu bodu reciprokej mriezky zodpovedajiceho
difraktujucej osnove rovin cez Ewaldovu gulova plochu

Pri monokrystalovych metédach sa vyjadruje vztahom L = 1/sin26. Pri
Debyeovej-Scherrerovej metode zohladiiuje aj podiel krystalitov nachadzaju-
cich sa v difrakénej polohe a ma tvar 1/(sin26 sinf), kde 0 je difrakény uhol.

polarizacny faktor
geometricky faktor, ktory vyjadruje pokles amplitidy, resp. intenzity rozptyle-
ného rtg Ziarenia a ktory savisi s jeho polarizaciou

Pre amplitadu Ziarenia s s-polarizaciou ma hodnotu 1, s p-polarizaciou hod-
notu cos ¢, kde ¢ je rozptylovy uhol. Polariza¢ny faktor vyjadrujuci pokles in-
tenzity nepolarizovaného Ziarenia ma tvar (1 + cos?20)/2, kde 8 je polovi¢ny
rozptylovy uhol. Uvedeny vzorec plati pre pripad, ked’ nie je pouzity mono-
chromator.

faktor nasobnosti
fyzikalny faktor ovplyvniujuci intenzitu difraktovaného Zziarenia pri polykrysta-
lickych vzorkéach; rovna sa poctu osnov krystalograficky ekvivalentnych rovin

S rasticou nasobnost’ou sa intenzita difraktovaného zviazku zvicsuje o celo-
Ciselné nasobky (tab. 4). V niektorych pripadoch aj osnovam takych rovin, ktoré
nie su krystalograficky ekvivalentné, zodpovedaju rovnaké difrakéné uhly,
a teda koincidujace difrakéné stopy.

absorpc¢ny faktor
fyzikéalny faktor ovplyviiujuci intenzitu rtg alebo neutronového ziarenia, ktorym
sa zohl'adiiuje absorpcia Ziarenia pri prechode krystalom

Zavisi od koeficientu zoslabenia a od celkovej drahy, ktoru prejde primarny
zvézok a difraktovany zvazok vzorkou, pri vzorkach v tvare tenkej vrstvy zavisi
aj od hrabky vrstvy. Pri Braggovej-Brentanovej metdde rtg difrakcie a pri dosta-
to¢ne hrubych vzorkéach absorpény faktor nezavisi od difrakéného uhla a je rov-
naky pre vsetky registrované difrak¢né maxima.

Debyeova rozptylova rovnica
vzt'ah vyjadrujuci intenzitu rozptyleného rtg alebo neutronového Ziarenia
v pripade, ked’ latka pozostava z rovnakych a relativne samostatnych, v prie-
store ndhodne umiestnenych a nahodne orientovanych castic pozostavajicich
Z rovnakého poctu atobmov

Uplatiiuje sa pri rozptyle ziarenia v plynoch, kvapalinach a amorfnych lat-
kach. Je vyjadrena ako

Sin(2mSty,,)

1)= ) ) fa® £ R
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kde 73, je vzdialenost medzi m-tym a n-tym atdbmom castice, f,,, a f,, SU ich
atdbmove faktory, resp. rozptylové dlzky a S je velkost’ rozptylového vektora.

vazena reciproka mriezka
reciprokd mriezka, ktord ma ku kazdému mriezkovému bodu so stradnicami
(h,k, 1) priradenti druht mocninu absollitnej hodnoty Strukturneho faktora
|F(hkD)|?

Reprezentuje difrakény obraz v reciprokom priestore a v pripade platnosti
Friedelovho zakona je centrosymetricka.

systematické vyhasinanie
absencia difrakcii, pre ktoré su splnené difrakéné podmienky, ale prisluSny
Struktirny faktor sa rovna nule

Nepritomnost’ niektorych geometricky moZznych difrakénych maxim
Vv difrakénom obraze je zapri¢inend deStruktivnou interferenciou zvizkov §iria-
cich sa od rozptylovych centier uloZzenych symetricky podl'a istych prvkov sy-
metrie pritomnych v krystalovej Strukture. Dévodom systematického vyhasina-
nia byva isty druh centracie zakladnej bunky alebo pritomnost” sklznych rovin,
alebo skrutkovych osi.

reflexné podmienky
algebrické vztahy pre difrak¢né indexy alebo ich kombindcie, ktorych splnenie
je nevyhnutnou podmienkou na vznik difrakéného maxima

V Medzinarodnych krysStalografickych tabulkach sa uvadzaju pri jednotli-
vych Wyckoffovych polohach. Delia sa na vSeobecné, ktoré platia pre vSetky
Wyckoffove polohy, a $pecialne, ktoré platia len pre vybrané Wyckoffove polo-
hy. Ak nie st splnene reflexné podmienky tykajlce sa danej priestorovej grupy,
dochédza k systematickemu vyhasinaniu difrakcii. Reflexné podmienky nie su
identické s difrakénymi podmienkami!

difrakény symbol
symbol skladajtci sa zo symbolu Laueho grupy a z extinkéného symbolu
Existuje 122 rozlicnych difrakénych symbolov pre 230 priestorovych grip.
V 72 pripadoch zodpoveda difrakény symbol viac neZ jednej priestorovej grupe,
len v 50 pripadoch je priestorova grupa uréena difrakénym symbolom jedno-
znacne.

extinkény symbol
sucast’ difrakéného symbolu, ktord reprezentuje reflexné podmienky; obsahuje
typ priestorovej mriezky a prvky symetrie, ktoré sposobuju systematické vyha-
sinanie difrakénych maxim (skrutkové osi, sklzné roviny)
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takmer zakazana difrakcia
difrakéné maximum s vel'mi slabou, ale nenulovou intenzitou, pre ktoré nie st
splnené reflexné podmienky; jej Standardny Struktarny faktor predpokladajtci
gulovu symetriu rozptylovych centier ma nulova hodnotu

Jednym z dévodov existencie takmer zakazanych difrakcii je pritomnost” an-
harmonickych prispevkov v tepelnych kmitoch atomov nachadzajucich sa
v nesymetrickom silovom poli okolitych atémov.

teplotny faktor (syn. Debyeov-Wallerov faktor)
bezrozmerova veliCina, ktord vyjadruje vplyv tepelného pohybu atomov na po-
Kles intenzity difraktovanych zvézkov v ramci kinematickej teorie difrakcie

Teplotny faktor vystupuje vo vyraze pre amplitudu difraktovaného Ziarenia
ako multiplikativny faktor exp(—M), ktory plati presne v pripade, ked’ krystal
pozostava z jedného druhu atdomov. V opa¢nom pripade su teplotné faktory
7; = exp(—M;) pre kazdy druh atému v zakladnej bunke zahrnuté v struktur-
nych faktoroch jednotlivych difrakcii.

izotropny teplotny faktor
teplotny faktor zohl'adiiujuci izotropny tepelny pohyb atomov

V pripade, ze latka obsahuje r6zne druhy atémov, ktoré vSak kmitaju 1zo-
tropne, atbmovy faktor f; j-teho atomu v zakladnej bunke je vyjadreny ako

fj = 12 exp(—M;) = £ exp(—8m?u? sin?0 /%) = £ exp(—B; sin?8/4?),

kde fj0 je atdmovy faktor pri teplote 0 K a u? je stredna kvadraticka vychylka
j-teho atdmu v smere difrakéného vektora, ale nezavisla od smeru difrakéného
vektora. B; je teplotny parameter (sy’n. Debyeov parameter) j-teho atomu.
Podobne st modifikované rozptylové dlzky pri difrakcii neutrénov. Vzhl'adom
na smerov( nezavislost rozptylovej dizky pre jadrovy rozptyl st neutrény mi-
moriadne uzitocné pri Studiu kmitov krystalovej mriezky.

anizotropny teplotny faktor
teplotny faktor zohl'adiiujuci anizotropny tepelny pohyb atémov

Anizotropia kmitov jednotlivych atdbmov sa charakterizuje symetrickym ten-
zorom druhého radu, ktorého bezrozmerové zlozky f;; st vyjadrené v strad-
nicovej sustave (vo vSeobecnosti neortogondlnej) spojenej s krystalografickymi
osami daného krystalu. Oznacuju sa aj ako anizotropné teplotné parametre.
Anizotropny teplotny faktor ma tvar

exp[—(B11h? + Bask? + B33l® + 2By3kl + 2B,3hl + 2B, hk)]

kde h, k,l su difrakéné indexy. Pre atomy leziace v Specidlnych polohach sa
niektoré anizotropné teplotné parametre rovnaju nule.
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Struktiarny faktor F
rozptylova dizka pre rozptyl Ziarenia na zékladnej bunke

Vo vSeobecnom pripade je vyjadreny pomocou atomovych rozptylovych pa-
rametrov pri 'ubovol'nej hodnote rozptylového vektora S v tvare

N
F(S) = Z £;(8)7;(S) exp[2mi(S - )],
j=1

kde £;(S) je amplituda rozptylu j-teho atomu v polohe r;, 7;(S) jeho teplotny
faktor, priCom sumacia prebicha cez vSetkych N atomov zékladnej bunky.
V pripade rtg ziarenia parametre f; predstavuji atbmove rozptyloveé faktory vy-
jadrené v elektronovych jednotkach. Strukturny faktor potom vyjadruje pomer
amplitddy pruzne rozptylenej viny vSetkymi atomami zakladnej bunky
a amplitudy viny rozptylenej v tom istom smere jednym elektrénom. V pripade
neutrénov su parametre f; nahradené rozptylovymi dizkami b; pre jadrovy, resp.
magneticky rozptyl. Ak st splnené difrakéné podmienky, Struktarny faktor na-
dobuda standardny tvar

N
For = Z fiTi exp[Zm’(hxj + ky; + lzj)] ,
j=1
kde x;, y;, z; st frak¢né stradnice j-teho atdbmu v zakladnej bunke. Struktarny
faktor sa vo vSeobecnosti vyjadruje ako komplexné ¢islo, ktoré sa moze zapisat’
vtvare |Flexp(ip), kde |F| je absolUtna hodnota §truktirneho faktora (syn.
modul Strukturneho faktora, Strukturna amplitida) a ¢ je faza Struktar-
neho faktora.

mriezkovy faktor L
multiplikativny faktor vo vyraze pre amplitidu rozptylu od celého krystalu
v ramci kinematickej teorie difrakcie, ktory zohl'adiiuje rozmery krystalu

Pre krystal v tvare rovnobeznostena, ktory obsahuje N; X N, X N; zéklad-
nych buniek so zakladnymi vektormi a, b, ¢, ma tvar

Ni—1Np—1N3—1
L(S) = z z Z exp[2miS - (ma + nb + pc)],
m=0 n=0 p=0

kde S je rozptylovy vektor.

interferen¢na funkcia
funkcia sin? (M x)/sin?(m x), ktora pre prirodzené ¢isla M nadoblda maxima
rovnajlce sa M? v pripade, Ze aj premenna x ma celo¢iselné hodnoty; pre ostat-
né hodnoty x sa hodnota funkcie blizi k nule
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Nézov funkcie pochadza z optiky, kde sa vyuziva pri opise interferencie
v ramci Fraunhoferovej difrakcie. V kinematickej tedrii difrakcie vystupuje vo
vyraze pre intenzitu ziarenia a rovna sa LL*, kde L je mriezkovy faktor. Pre
krystal v tvare rovnobeznostena, ktory obsahuje N, X N, x N5 z&kladnych bu-
niek so zakladnymi vektormi a, b, ¢, ma tvar

sin?(N;m S - a) sin?(N,m S - b) sin?(N3 S - ¢)
sin?(mrS-a) sin?(rS-b) sin2(rS-c)’

kde S je rozptylovy vektor. Funkcia nadobtda maximalne hodnoty (N;N,N3)?,
ak st splnené Laueho rovnice, t. j. ak sa vektor S rovna niektorému mriezkove-
mu vektoru reciprokej mriezky.

Fourierova transformacia
integralna transformdcia, ktora vyjadruje vzt'ah medzi vzajomne zdruzenymi ve-
licinami V a F priameho a reciprokého priestoru

Transformacia mé vseobecny tvar

F(S) = j V(r) exp[2mi(S - r)]dr,

kde r a S su vektory z priameho, resp. reciprokého priestoru. V kinematickej
tedrii difrakcie st vzajomne zdruzenymi veli¢inami rozptylovy potencial V(1)
pre jednotlivé druhy ziarenia (rtg, elektrony, neutrony) a prislusna amplituda
rozptylu F(S), kde S je rozptylovy vektor. Ak je oblastou integracie jeden
atom, vyslednymi veliCinami transformdcie su atdmové rozptylové faktory,
resp. rozptylové dizky. Ak sa integruje cez objem zakladnej bunky, vyslednymi
veli¢inami su prislusné Struktirne faktory. V ramci modelu bodovej Struktary sa
rozptylovy potencidl nahradza rozptylovymi faktormi bodovych atomov
Vv prisluSnych polohach a integrovanie sa redukuje na sucet cez vSetky atomy
v zakladnej bunke, ¢o vedie k Standardnému vyjadreniu Struktirneho faktora.

Fourierov rad
rad, pomocou ktorého je mozné vyjadrit' periodickti funkciu ako sucet kom-
plexnych exponencialnych funkcii

V kinematickej teorii difrakcie je rozptylovy potenciél jednotlivych druhov
ziareni periodickou funkciou priestorovych suradnic. Mozno ho vyjadrit’ pomo-
cou Fourierovho radu, ktorého koeficientmi st prisluSné Strukturne faktory.
V pripade difrakcie rtg ziarenia je elektronova hustota p(r) dand vztahom

1
p(x,y,z) = Vz z z Frexpl—2mi(hx + ky + 12)] ,
nok 1
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kde V je objem zakladnej bunky a StruktGrne faktory Fjy; SO vyjadrené
v elektronovych jednotkach, h, k, | st difrakéné indexy a x, y, z st frakéné suU-
radnice v zakladnej bunke. Analogicky vzt'ah plati aj v pripade elektronov
a neutronov. Vzhl'adom na to, Ze experimentalne sa da uréit’ len absolutna hod-
nota Struktarnych faktorov, rozloZenie rozptylovych potencidlov nie je moZzné
urc¢it’ ako sucet Fourierovho radu.

Bijvoetov par (syn. Friedelov pér)
dvojica difrakcii s difrakénymi indexmi hkl a hkl; v reciprokej mriezke st re-
prezentované mriezkovymi bodmi symetricky zdruZzenymi podla zaciatku
mriezky

Friedelov zakon
pravidlo, podl'a ktoré¢ho druhé mocniny absolutnych hodnét Strukturnych fakto-
rov zodpovedajucich Bijvoetovmu paru su rovnako velké aj pri necentrosymet-
rickych Strukturach, a preto je difrakény obraz vzdy centrosymetricky

Matematickym vyjadrenim Friedelovho zdkona je rovnost |F(hkl)|? =
|F (EET)|2. Zakon plati len v pripade, ked je zanedbatel'na absorpcia ziarenia,
resp. anomalna disperzia. Vo vSeobecnosti pritomnost’ absorpcie vedie
k nenulovej imaginarnej zlozke atdbmovych faktorov a k naslednému poruseniu

Friedelovho zékona pre necentrosymetrické Struktary. Vhodnou vol'bou vinove;j
dlzky je mozné efekt zosilnit’, Co sa vyuziva pri rieSeni fazového problému.

Dynamicka teéria difrakcie

dynamické difrakcéné javy
experimentalne potvrdené javy, ktoré nie je mozné vysvetlit' na zaklade kinema-
tickej tedrie difrakcie

Medzi najbeznejSie pozorované javy patria: primarna a sekundarna extin-
kcia, nizsia intenzita difraktovanych zvizkov pri difrakcii na velI'mi dokonalych
monokrysStaloch, Borrmannov jav, pendellésung a Renningerov jav.

priméarna extinkcia
zoslabenie intenzity difraktovaného ziarenia v désledku viacndsobnej difrakcie
na tej istej osnove mriezkovych rovin v rdmci jedneho mozaikového bloku
Efekt sa zosilfiuje s rasticim rozmerom oblasti koherentného rozptylu a je
vyraznejsi pri intenzivnejSich difrakciach, ktoré maju vicsie hodnoty Struktar-
neho faktora. Jav ovplyviiyje intenzitu difraktovanych zvizkov pri difrakcii rtg
Zlarenia a neutronov.
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sekundarna extinkcia
zoslabenie intenzity difraktovaného Ziarenia zapri€inené odtienenim hlbSie ulo-
zenych mozaikovych blokov blokmi, ktoré sa nachadzaju blizsie k povrchu
krystalu a sU v difrak¢nej polohe

Primdrne ziarenie, ktoré prenika do hlbsie poloZenych blokov, je oslabované
difrakciou v blokoch, ktorymi prechddza. Kinematickd teéria neuvazuje
s ubytkom intenzity primarneho Ziarenia v dosledku difrakcie, ale len s Gbytkom
v dosledku absorpcie. Jav ovplyviiuje intenzitu difraktovanych zvazkov pri dif-
rakcii rtg ziarenia a neutronov.

viacnasobna difrakcia
sucasna difrakcia na viacerych stustavach mriezkovych rovin, ktord vznika, ked’
sa tieto roviny dostani do difrakénych poloh vhodnym nastavenim orientacie
monokry§talu vzh'adom na primarny zvazok Ziarenia (— Renningerov jav)

Jav nastava, ked’ sa viac nez dva mriezZkové body reciprokej mriezky sU-
casne nachadzaju na Ewaldovej gulovej ploche. Pojem viacnasobnej difrakcie
sa pouziva aj na nazorné vysvetlenie rozdielu medzi kinematickou a dynamic-
kou tedriou difrakcie. Viacnasobna difrakcia sa v tomto pripade chape ako po-
stupna difrakcia od mrieZkovych rovin tej istej osnovy, ¢o vedie k znizeniu in-
tenzity prisluSnej difrakcie. Je zanedbatelnd v kryStaloch, ktorych rozmery su
mensdie neZ extinkéna dizka. Kinematicka teodria taktito viacnasobnii difrakciu
zanedbava, dynamicka, naopak, zohl'adnuje.

Borrmannov jav (syn. anomalna transmisia)
dynamicky difrakény jav, ktory spo¢iva v anomalnom zvySeni priepustnosti pre
rtg ziarenie alebo pre neutrony cez dokonaly monokrys$tal v Laueho geometrii,
ak je nastaveny v presnej difrakénej polohe

V dvojvinovej aproximacii dynamickej teérie prechadzaja krystalom v okoli
difrak¢nej polohy dve Blochove viny s amplitddami modulovanymi v smere dif-
rakéného vektora. Tok energie Ziarenia smeruje do krystalu pozdiz difraktuju-
cich rovin. Efektivny absorpény koeficient pre jednu vinu vyrazne vzrasta a pre
druhu sa vyrazne znizuje oproti Standardnému absorpénému koeficientu daného
kry$talu. Krystalom prechadza vlna s niz§im absorpénym koeficientom. Jav bol
objaveny pri difrakcii rtg ziarenia a neskor potvrdeny aj pri neutrénoch.
V pripade rtg Ziarenia je Borrmannov jav slabsi pri p-polarizécii. V niektorej li-
terature je jav oznaCovany ,.komplementarne* ako anomalna absorpcia.

pendellésung (syn. kyvadlové rieSenie)
dynamicky difrakény jav, ktory suvisi s modulaciou amplitady prechadzajucej a
difraktovanej viny v kolmom smere na vstupny povrch krystalu

Amplitudy prechadzajlcej a difraktovanej viny s modulované v kolmom
smere na vstupny povrch krystalu s periédou rovnajiicou sa extinkénej dizke.
Poloha maxim (t. j. vzdialenost’ od povrchu krysStalu) prechadzajdcej viny sa
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pritom zhoduje s polohou minim difraktovanej viny. Pri prechode vinenia krys-
tdlom v difrakénej polohe tak dochadza k periodickému ,,prelievaniu® energie
z prechadzajucej viny do difraktovanej a naopak. Jav sp6sobuje typicky pruho-
vity kontrast pozorovany pri prechode Ziarenia klinovitym kryStalom.

Borrmannov trojuholnik (syn. Borrmannov vejar)
oblast’ v krystali, ktora je ohrani¢ena smermi prechadzajucej a difraktovanej vl-
ny v Laueho geometrii a v ktorej dochadza k viacnasobnej difrakcii ziarenia

V pripade, ze zvazok rtg ziarenia alebo neutrénov je uzsi nez hribka krysta-
lu, oblast ma v reze vedenom difrakénou rovinou typicky tvar trojuholnika
s jednym vrcholom v mieste dopadu ziarenia. Pri difrakcii elektronov tato pod-
mienka obycajne nie je splnend, okrem toho je difrakény uhol maly (jednotky
stupfiov), preto sa v tomto pripade oznacenie nepouziva.

Renningerov jav
dynamicky difrakény jav pozorovany na dokonalych monokrystaloch; ide o
ovplyvnenie intenzity difraktovaneho zvézku v dosledku sucasnej excitacie d’al-
Sej difrakcie v rdmci toho istého krystalu

Jav nie je mozné vysvetlit' v ramci kinematickej teorie difrakcie, ktord ne-
zohl'adnuje zakon zachovania energie. V dynamickej teorii sa interpretuje po-
mocou viacvinovej aproximacie. Vybudenie druhej difrakcie pri zachovani dif-
rakénej polohy pre prvu difrakciu mozno dosiahnut’ otacanim krystalu okolo
difrak¢ného vektora prvej difrakcie. Tento typ difrakéného experimentu je
oznacovany ako Renningerov sken.

faktor asymetrie
geometricky faktor, ktory charakterizuje mieru odklonu difrakcie od symetric-
kého usporiadania

Faktor asymetrie je definovany pomocou smerovych kosinusov vinovych
vektorov dopadajuceho a difraktovaneho rtg alebo neutrénového ziarenia
vzhl'adom na povrchova normalu krysStalu. V pripade Braggovej geometrie pre
jeho absolutnu hodnotu plati

Sin w
sin (260 — w)’

kde w je uhol, ktory zviera smer dopadajucej viny s povrchom krystalu. Vyz-
nam ma v dynamickej tedrii difrakcie, kde ovplyviiuje okrajové podmienky pre
vinové pole v krystali.

Laueho geometria (syn. transmisné usporiadanie)
jedno z dvoch zakladnych usporiadani experimentu v ramci $tadia dynamickych
difrak¢énych javov, pri ktorom difraktovany ¢ postupuje do vnutra monokrys-
talu a vystupuje z jeho zadnej strany
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Monokrystal sa najCastejSie upravuje do tvaru tenkej planparalelnej alebo
klinovitej dosticky s kvalitnymi povrchovymi rovinami, pri¢om difraktovany
zvazok vystupuje zo zadnej strany vzorky. Modifikaciou je Laueho-Braggova
geometria, kde difraktovany zvézok smeruje do vndtra vzorky a nevystupuje
zadnou stenou, ale niektorou z bo¢nych povrchovych stien krystalu.

Braggova geometria (syn. reflexné usporiadanie)
jedno z dvoch zakladnych usporiadani experimentu v ramci $tadia dynamickych
difrakénych javov, pri ktorom difraktovany 1a¢ vystupuje z monokrystalu cez ta
Isti povrchovu rovinu, na ktort dopadéa primarny zvazok

Ak ide o dokonaly monokrystal, na realizaciu experimentu postacuje jedna
kvalitne upravena povrchova rovina, pricom na hrabku krystalu nie su zhora
kladené obmedzenia. Modifikaciou je Braggova-Laueho geometria,
kde prechadzajuci 1G¢ nevystupuje zadnou stenou, ale niektorou z bo¢nych po-
vrchovych stien.

symetricka difrakcia
skratené oznaCenie geometrie usporiadania difrakéného experimentu na mono-
krystali s definovanou povrchovou rovinou, v ktorej normalovy vektor po-
vrchovej roviny je rovnobezny s difrakénym vektorom zvolenej difrakcie

Pri difrakénych experimentoch sa z praktickych dévodov za symetrickd po-
vazuje aj difrakcia, pri ktorej normalovy vektor je odchyleny od difrakéného
vektora nanajvyS o niekolko stupniov. Monokrystaly pouzivané v sucCasnych
technoldgidch maji vzdy isti odchylku od uddvanej orientacie, takze normala
na povrchovu rovinu nie je vzdy rovnobezna s difrakénym vektorom.

asymetricka difrakcia
skratené oznaCenie geometrie usporiadania difrakéného experimentu na mono-
krystali s definovanou povrchovou rovinou, v ktorej normélovy vektor po-
vrchovej roviny lezi v difrakénej rovine, ale zviera s difrakénym vektorom zvo-
lenej difrakcie nenulovy uhol

Uhol odklonu je uréeny metrikou krystalovej mriezky a vyberom difrakcie,
je vzdy mensi ako Braggov uhol. Pri interpreticii merania sa Standardne treti
bazovy vektor reciprokej mriezky stotoziiuje s normalovym vektorom povrcho-
vej roviny vzorky.

komplanarna difrakcia
skratené oznaCenie geometrie usporiadania difrakéného experimentu na mono-
krystali s definovanou povrchovou rovinou, v ktorej normalovy vektor po-
vrchovej roviny lezi v difrak¢nej rovine

Symetricka aj asymetricka difrakcia su komplanarne.
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nekomplanarna difrakcia
skraten¢ oznaCenie geometrie usporiadania difrakéného experimentu na mono-
krystali s definovanou povrchovou rovinou, v ktorej normalovy vektor po-
vrchovej roviny nelezi v difrakénej rovine

Nekomplanarna difrakcia moze byt symetrickd, ak normélovy vektor po-
vrchovej roviny lezi v rovine, ktord je kolma na difraként rovinu a v ktorej lezi
aj difrakény vektor. V opa¢nom pripade ide o nekomplanarnu asymetricku dif-
rakciu.

zakladné rovnice dynamickej teérie
nekoneény homogénny systém algebrickych rovnic pre amplitady vin $iriacich
sa v periodickom prostredi

Pri difrakcii elektronov a neutronov ide o rovnice pre amplitudy vinovej
funkcie, v pripade rtg ziarenia mézu byt formulované pre amplitady vektora in-
tenzity elektrického pol'a E alebo pre amplitidy vektora elektrickej indukcie D.
V pripade vektora D mézu byt napisané v tvare

(K2 = lhen DDy = D b X (kX Dy
p

kde K je velkost vlnového vektora vo vakuu, k, = k, + h a k;, , k, sU vinové
vektory v krystali smerujice do zaciatku o a do bodov h reciprokej mriezky, y
su koeficienty Fourierovho rozvoja dielektrickej susceptibility krystalu. Systém
rovnic je homogénny, takze netrividlne rieSenie existuje len v pripade, ked sa
determinant systému rovna nule. Dosledkom tejto poziadavky je — disperzna
podmienka. Rie§enia systému rovnic maju tvar Blochovych vin.

Blochova vina
rieSenie vinovej rovnice v periodickom prostredi; ma tvar sucinu rovinnej viny
charakterizovanej vinovym vektorom k a funkcie, ktora ma periodicitu krysta-
lovej mriezky; v dynamickej teorii difrakcie pre amplitudy vektora elektrickej
indukcie D moze byt vyjadrena v tvare

D(r) = exp(—2mik - r) z Dpexp (—2mih - 1)
h

V dynamickej teorii difrakcie rtg Ziarenia do vinovej rovnice vstupuje dielek-
trickd susceptibilita prostredia y, ktora je periodickou funkciu sdradnic.
V pripade dynamickej tedrie difrakcie elektronov méa podobnu dlohu potencial-
na energia elektronov, v pripade jadrového rozptylu neutrénov Fermiho pseu-
dopotencial.
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disperzna podmienka
algebricka rovnica 2n-tého stupna, ktora vyjadruje poziadavku nulovej hodnoty
determinantu systému zakladnych rovnic dynamickej teorie

Prirodzené ¢islo n sa zhoduje s rddom aproximacie a zodpoveda poctu bo-
dov reciprokej mriezky, ktoré sa nachadzajd na Ewaldovej gul'ovej ploche alebo
V jej blizkosti. RieSenim je nekone¢nd mnoZina pripustnych vel'kosti vinovych
vektorov, z ktorych sa uplatiiuja len tie, ktoré vyhovuji okrajovym podmien-
kam.

disperzna plocha
geometrické znazornenie rieseni disperznej podmienky v reciprokom priestore
Je to plocha tvorena mnozinou zac¢iato¢nych bodov vsetkych pripustnych vl-
novych vektorov ziskanych pri rieSeni rovnice zodpovedajicej disperznej pod-
mienke. Koncové body vinovych vektorov k, dopadajucej viny lezia v za¢iatku
o, koncové body vinovych vektorov kj, = k, + h difraktovanych vin lezia
Vv prisluSnom bode h reciprokej mriezky.

dvojvinova disperzné plocha
geometrické znazornenie rieSeni disperznej podmienky pre pripad dvojvinove;]
aproximacie

Disperznd plocha pozostava z dvoch oddelenych casti priblizne v tvare
dvoch pretinajucich sa gulovych ploch s polomerom k, ktorych stredy sa na-
ché&dzaju v zaciatku o a v prislusnom bode h reciprokej mriezky. Obidve Casti
disperznej plochy sa od gulovych ploch liSia len v bezprostrednej blizkosti ich
priesecnikovej kruznice. V tejto oblasti sa pouziva zjednoduSeny tvar disperznej

podmienky
(ko = k) (ki = k) = K2C2xn X,

kde C =1 pre elektronové, neutronové artg ziarenie S s-polarizaciou a
C = cos28 pre rtg ziarenie s p-polarizaciou. V reze vedenom bodmi o a h re-
ciprokého priestoru sa dve casti disperznej plochy nahraddzaju hyperbolami
a gul'ové plochy s polomerom k priamkami. Priese¢nik tychto priamok sa ozna-
cuje ako Lorentzov bod. V grafickom diagrame sa zvyCajne znazoriuju aj
priamky zodpovedajiuce gulovym plocham s polomerom K (velkost” vinového
vektora vo vakuu), ich priese¢nik byva oznaceny ako Laueho bod. Je totozny
so stredom Ewaldovej kruznice prechadzajucej bodmi o a h v Ewaldovej kon-
Strukcii pouzivanej v kinematickej teorii difrakcie.

jednovinova aproximacia
priblizné rieSenie zéakladnych rovnic dynamickej tedrie pre pripad, ked
v krystali nedochadza k difrakcii rtg ziarenia
Aproximacia opisuje situaciu, ked’ vSetky body reciprokej mriezky s dosta-
tocne vzdialen¢ od Ewaldovej gul'ovej plochy. Nekone¢ny systém zakladnych
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rovnic sa redukuje na jednu rovnicu s trivialnym rieSenim, krystalom sa §iri len
jedna vlna priblizne v smere primarneho Ziarenia. Disperzna plocha ma tvar gu-
l'ovej plochy so stredom v zaciatku reciprokej mriezky s polomerom k = nk,
kde n je index lomu prostredia a K je velkost’ vinového vektora vo vakuu.
V grafickom znazorneni disperznej plochy sa obyc€ajne zakresl'uje aj gulova
plocha s polomerom K zodpovedajica vinovému vektoru vo vakuu.

dvojvinova aproximacia
priblizné rieSenie zékladnych rovnic dynamickej teorie pre pripad, ked’ su spl-
nené geometrické podmienky na vznik jednej difrakcie

Aproximacia opisuje situaciu, ked’ sa na Ewaldovej gul'ovej ploche nachadza
okrem zaciatku eSte jeden bod reciprokej mriezky. Nekone¢ny systém zaklad-
nych rovnic sa redukuje na dve rovnice, krystalom sa §iria dve viny s neza-
nedbatel'nou amplitidou. Dvojvinova disperzna plocha ma priblizne tvar dvoch
pretinajucich sa gulovych ploch. Dvojvlnovd aproximdcia je najCastejsi
a najpodrobnejSie analyzovany pripad rieSeny v ramci dynamickej teorie difrak-
cle.

(n + 1)-vlnova aproximacia
priblizné rieSenie zakladnych rovnic dynamickej teorie pre pripad, ked’ su spl-
nené geometrické podmienky na vznik n difrakcii, pricomn > 1

Aproximacia opisuje situaciu, ked’ sa na Ewaldovej gul'ovej ploche naché-
dzaji okrem zaciatku eSte asponl dva body reciprokej mriezky. Nekonecny sys-
tém zéakladnych rovnic sa redukuje na n + 1 rovnic, krystalom sa §iri n + 1 vin
s nezanedbatel'nou amplitidou. Aproximacia sa uplatniuje pri interpretacii Ren-
ningerovho javu.

okrajove podmienky
algebrické vztahy, ktoré vyjadruju poziadavku spojitosti prislu$nych zloziek vl-
novych vektorov a amplitid vin na vstupnom a vystupnom povrchu krystalu
Okrajové podmienky su dosledkom Maxwellovych rovnic a vSeobecnych
poziadaviek platnych pri prechode elektromagnetického vlnenia rozhranim
dvoch prostredi.

uzlovy bod
priesecnik disperznej plochy a kolmice na povrchovu rovinu krystalu

Okrajové podmienky pre dani povrchovii rovinu spifiaju len tie vinové vek-
tory k, a kp, ktoré vychadzaju z uzlovych bodov. Otac¢aniu krystalu vzhladom
na smer primarnej viny zodpoveda posuvanie kolmice v smere rovnobeznom
s povrchovou rovinou. V pripade zjednodusenej dvojvinovej aproximacie, ked’
je disperzna plocha nahradend hyperbolami, existuju pre kazdua polarizaciu dva
uzlové body. V Laueho geometrii lezia na dvoch vetvach hyperboly,
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v Braggovej geometrii leZia obidva uzlové body na tej istej vetve a existuje isty
uhlovy interval, pre ktory neexistuje Ziadny uzlovy bod.

Upozornenie: V niektorej literature sa body reciprokej mriezky oznacuju ako
uzly. Ide o dva odlisné pojmy!

parameter odchylky n
redukovany uhlovy parameter, ktory sa pouZiva na vyjadrenie odklonu kryStalu
od smeru, ktory zodpoveda difrakénej polohe

Je priamoumerny odklonu A# krystalu od difrakénej polohy vyjadrenom
v radidnoch a nepriamoumerny absolatnej hodnote Strukturncho faktora |F|.
Zavedeny je tak, aby Sirka reflexnych kriviek vyjadrenych ako funkcia paramet-
ra odchylky nezavisela od velkosti Struktarnych faktorov jednotlivych difrakcii.
V pripade difrakcie elektronov sa parameter odchylky definuje v reciprokom
priestore ako priemet vzdialenosti bodu reciprokej mriezky od Ewaldovej gul’o-
vej plochy do smeru primérneho zvazku.

reflexna krivka R
zavislost’ pomeru toku difraktovaného ziarenia k toku primarneho ziarenia (rtg
alebo neutronov) vyjadrena ako funkcia odchylky primarneho zvazku od smeru
zodpovedajuceho difrakénej polohe

Vlastnosti reflexnych kriviek roznych difrakcii sa daji jednotne opisat’, ak je
odklon vyjadreny pomocou parametra odchylky n. V pripade Braggovej geo-
metrie a pri zanedbani absorpcie sa $irka oblasti Giplného odrazu na reflexnej
krivke rovna 2n. V pripade Laueho geometrie a pri zanedbani absorpcie sa pol-
Sirka reflexnej krivky rovna 27.

difrakéna krivka
krivka zavislosti intenzity difraktovaného Ziarenia od uhla w odklonenia krysta-
lu od difrakénej polohy

Na rozdiel od kinematickej tedrie sa v dynamickej tedrii difrakcie intenzita
difraktovaného Ziarenia nespaja so smerom $irenia Ziarenia, a teda s polohou de-
tektora. Pri merani s dostato¢ne Sirokou detektorovou Strbinou moze byt detek-
tor nepohyblivy. Ked'Ze pri merani difrakcie na monokrysStaloch sa pouziva mo-
nochromatizované Ziarenie, a teda dvojkrystalové usporiadanie, uhol w vyjadru-
je vzajomnua uhlovi polohu dvoch po sebe difraktujucich krystalov a vysledna
difrak¢énd krivka je konvoltciou reflexnych kriviek prvého a druhého krystalu.
Tento typ merania, tzv. w-sken, sa vyuziva aj pri analyze textury
Vv polykrystalickych vzorkach.

Darwinova krivka
teoreticka reflexna krivka rtg alebo neutrénového Ziarenia v Braggovej geomet-
rii zanedbavajuca absorpciu
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Darwinova krivka je symetricka a pre hodnoty parametra odchylky n
z intervalu (—1,1) ma hodnoty rovnajlce sa jednej (Darwinovo plateau), ¢o
zodpoveda Uplnému odrazu ziarenia. Pripadu s absorpciou zodpovedd Darwi-
nova-Prinsova krivka. Absorpcia potla¢a Gplny odraz Ziarenia a narusa symet-
riu reflexnej krivky.

transmisna krivka T
zavislost’ pomeru toku prechadzajiceho ziarenia k toku primarneho ziarenia (rtg
alebo neutronov) vyjadrena ako funkcia odchylky primarneho zvazku od smeru
zodpovedajuceho difrakénej polohe

Odklon sa $tandardne vyjadruje pomocou parametra odchylky n. V pripade
zanedbania absorpcie su transmisna a reflexnd krivka pre Laueho geometriu
komplementarne.

integralna reflexna mohutnost’
veli¢ina definovana ako integral reflexnej krivky: [ _0000 R(n)dn

Ciselne sa rovna ploche pod reflexnou krivkou. Na rozdiel od integralnej in-
tenzity definovanej v kinematickej teorii difrakcie v dynamickej teorii je integ-
racnou premennou uhol dopadu primarneho Ziarenia, resp. parameter odchylky
7. Pre tuto veli¢inu sa pouziva aj termin integralna intenzita difrakcie, ktory
ma vSak iny vyznam neZ integralna intenzita difrak¢ného maxima definovana
v kinematickej tedrii difrakcie.

integralna intenzita transmisie
veli¢ina definovana ako integral transmisnej krivky: f_oooo[T (n) —T(n - )]dn

Ciselne sa rovna ploche pod transmisnou krivkou. Clen T(n — o) zohl'ad-
nuje nenulovu intenzitu ziarenia prechadzajicu krystalom d’aleko od difrakéne;j
polohy. Na rozdiel od integralnej intenzity definovanej v kinematickej teorii dif-
rakcie v dynamickej tedrii je integra¢nou premennou uhol dopadu primarneho
ziarenia, resp. parameter odchylky 7.

stojata vina rontgenového Ziarenia
vlna vznikajuca interferenciou vin s amplitidami D, a D;, vInového pola zod-
povedajlceho uzlovému bodu na jednej vetve dvojvinovej disperznej plochy
Vzdialenost’ susednych kmitni stojatej viny sa rovnd medzirovinnej vzdiale-
nosti difraktujucich rovin. Stojaté viny sa vyuzivaju pri Studiu porach krystalo-
vej Struktury.
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C Metody Strukturnej analyzy

Struktirna analyza
v §irSom vyzname Stadium Struktary tuhych latok, kvapalin a plynov pomocou
rtg ziarenia, neutrénov alebo elektrénov, pripadne inymi metdédami; v uzZSom
vyzname S$tadium kryStalovej Struktiry

Struktirny parameter
kvantitativny parameter charakterizujuci struktiru amorfnej alebo krystalicke]
latky

Pri amorfnych latkach ide o tdaje Statisticky charakterizujice Struktaru dane;j
amorfnej latky; patria medzi ne radidlna atdmova hustota, parovd korelacna
funkcia a radialna distribu¢na funkcia. Pri krystalickych latkach su to Gdaje cha-
rakterizujlce idedlnu Struktiru danej kryStalickej latky, medzi ktoré patria
mriezkové parametre, frak¢né siradnice atdmov, obsadzovacie faktory, teplotné
faktory, vzorcové jednotka v asymetrickej Casti zakladnej bunky, pocet vzorco-
vych jednotiek v zakladnej bunke, medziatomové vzdialenosti a vazbové uhly.

Struktiirne parametre amorfnych a krystalickych latok

radialna atdbmova hustota p(r)
veli¢ina vyjadrujica stredny pocet atdbmov pripadajici na objemovu jednotku
(t. j. hustotu poctu atomov) ako funkciu vzdialenosti r od Statisticky nahodne
zvoleného vzt'azného atomu

parova Kkorelacna funkcia W (r)
podiel radidlnej atomovej hustoty a priemernej hustoty poétu atomov p, VO
vzorke amorfnej latky: W(r) = p(r)/p,

radidlna distribu¢na funkcia RDF (1)
funkcia vyjadrujica pocet atbmov pripadajiuci na jednotkovi hribku gulove]
vrstvy s polomerom r, RDF (r) = 4xr?p(r)

Integrél tejto funkcie od vzdialenosti r; po r, poskytuje pocet atbmov, ktoré
sa nachadzaju v tomto intervale vzdialenosti okolo priemerného vztazného bo-
du, t. j. udaj s vyznamom koordina¢ného ¢isla. Ak ide o latku skladajucu sa as-
pon z dvoch druhov atdmov, aktuélne su parcialne RDF vyjadrujuce distribuciu
napr. atbmov druhu A okolo vztazného atomu B.

hustota (syn. objemova hmotnost’)
veli¢ina definovana ako podiel hmotnosti a objemu (napr. krystalu), ktorej jed-
notkou v sGstave Sl je kg/m?3

81



C Metody struktdrnej analyzy

V Struktarnej analyze sa vyjadruje ako podiel hmotnosti atdmov pripada-
jucich na zékladnu bunku a jej objemu. Ma vyznam pri stanovovani poétu vzor-
covych jednotiek pripadajicich na zakladn bunku krystalu.

medziatomova vzdialenost’
vzdialenost’ medzi stredmi susednych atdbmov v krystalovej Struktare vyjadro-
vana v nanometroch alebo angstrémoch

V bodovej Strukture je to vzdialenost’ medzi susediacimi bodovymi atbmami.

vazbovy uhol
uhol medzi dvoma useCkami spajajlicimi stred zvoleného atdmu so stredmi
dvoch d’alSich atdbmov, s ktorymi je uvazovany atom chemicky viazany

frakéné suradnice (Syn. zZlomkové suradnice)
bezrozmerové suradnice pouzivané na vyjadrenie polohy atomu v zakladnej
bunke; definuju sa ako podiel stradnice taziska atomu (vyjadrenej jednotkou
dizky) a mriezkového parametra v prislusnom smere (vyjadreného rovnakou
jednotkou dizky)

Frak¢né sturadnice nadobudajt hodnoty z intervalu (0, 1), priCom su defino-
vané vztahmi

X y

Z
x = _! = = ) Z = - )
fr a YVtr b fr c

kde a, b, ¢ sU — mriezkové parametre.

obsadzovaci faktor
Cislo z intervalu (0, 1), ktoré vyjadruje Statistické obsadenie konkrétnej polohy
v zakladnej bunke danym druhom atémov

Obsadzovacie faktory sa pouzivaju pri krystaloch, v ktorych sa na danom
mieste v zakladnej bunke mdzu nachadzat’ atomy aspon dvoch druhov alebo aj
vakancie.

vzorcova jednotka
chemicka napln asymetrickej Casti zakladnej bunky totozna s daltonidnskym
chemickym vzorcom

V zakladnych bunkéch (okrem priestorovej grupy P1) sa nachadza vacsi po-
cet vzorcovych jednotiek, ktory sa oznacuje pismenom Z.
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difrakéna metoda
experimentdlna metdda Stadia difrakéného obrazu kryStalickych 1 nekrySta-
lickych latok vyuZzivajtca difrakciu rtg ziarenia, neutronov a elektrénov na zis-
kanie informacii o strukturnych parametroch latok, najmi o mriezkovych para-
metroch, usporiadani atdbmov, symetrii usporiadania, velkosti krystalickych zfn
a ich prednostnej orientacii, o vnatornych napdtiach, struktarnych poruchach,
kvalitativnom a kvantitativnom fazovom zloZeni a orientacii monokrystalov

Difrakéné metody sa delia sa na monochromatickeé a polychromatické, mo-
nokrystalové a polykrysStaloveé; podla sposobu registracie difrakéného obrazu na
filmové a elektronické. Vyuzivaja Ziarenie s vinovymi dizkami, ktoré sa velko-

stou radovo zhoduju s medziatomovymi vzdialenostami v kondenzovanych lat-
kach.

vzorka
objekt, ktory je predmetom skiimania difrakénymi metodami

Vzorkou méze byt monokrystal, kompaktna alebo praskova polykrystalicka
latka, ale aj vhodnym spOsobom pripraveny a upraveny preparat prisposobeny
poziadavkdm konkrétnej difrakénej metddy. Osobitni skupinu tvoria vzorky
pripravené réznymi planarnymi technolégiami.

monokrystal
krystalicky jedinec, ktory sa kvalitou blizi — idedlnemu alebo — ideélne moza-
ikovému krystalu

kompaktna vzorka
kompaktné zoskupenie najéastejSic jemnozrnnych, nahodne orientovanych
drobnych krystalov

Skdmanymi objektmi takéhoto typu su jemnozrnné kovy, tenké vrstvy
a nanokrystaly.

preparat
vzorka pripravena alebo upravena vhodnym spdsobom tak, aby spiiala pozia-
davky zodpovedajuce jednotlivym difrakénym metédam

Preparaty sa zvycajne pripravuji do podoby prasku (praskovy preparat) dr-
venim v achatovej alebo korundovej miske, upravuju sa glykolovanim. Na do-
siahnutie ndhodného usporiadania krystalitov sa pridavaji do nich plnidla. Pre-
paraty mozu byt orientované a neorientované.

orientovany preparat
preparat, v ktorom sa zdmerne vytvara prednostné usporiadanie
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Preparat tohto typu sa pouziva, ak ide o krystalické fazy s vrstevnatou Struk-
tarou, v ktorych sa skima usporiadanie vrstiev v smere na ne kolmom (— texti-
ra).

difrakcia rontgenového Ziarenia
jav podmieneny interferenciou elektromagnetickych vin z rtg oblasti spektra
koherentne rozptylenych na elektronoch atdémov alebo i6nov latky a vyuzivany
najmi na Struktirnu a fAzovl analyzu krystalickych latok

difrakcia elektronov
jav  podmieneny vinovymi vlastnostami elektronov aich interakciou
s elektromagnetickym pol'om v okoli atbmov latky

Vzhl'adom na malu prenikavost’ elektronov slizi na skimanie Struktury po-
vrchov tuhych latok (— LEED, RHEED) a ziskavanie $trukturnych informacii
(— TEM, SAED, CBED, HRTEM) zo vzoriek pripravenych v podobe vel'mi
tenkych folii.

difrakcia neutronov
jav podmieneny vlnovymi vlastnostami neutrénov a vznikajuci ako dosledok
ich pruzného rozptylu na jadrach atomov (— jadrovy rozptyl) alebo na ich
magnetickych momentoch (— magneticky rozptyl) a néslednej interferencie
koherentnych zvazkov

Vzhl'adom na prenikavost’ neutrénového Ziarenia ma vyuzitie aj pri Stadiu
vel'koobjemovych vzoriek.

monochromaticka difrakéna metoda
difrak¢nd metoda sluziaca na Studium monokrystalov i polykrystalickych latok
vyuzivajlca Ziarenie, ktoré mozno charakterizovat’ jednou vlnovou dizkou

Pri charakteristickom rontgenovom Ziareni ide o vlnové dizky z oblasti od
0,05 nm po 0,25 nm, pri neutronovom ziareni okolo 0,1 nm (tepelné neutrény),
pri difrakcii elektronov priblizne od  0,0025 nm (urychl'ujuce napétie
~ 200 kV) do 0,012 nm (urychl'ujuce napitie ~ 10 kV).

polychromaticka difrakéna metoda
difrakénd metodda vyuzivajuca spojité spektrum rtg ziarenia

Metody tohto typu sa pouzivaju na uréovanie bodovej symetrie (— Laueho
grupy) a orientacie monokrystalov (— Laueho metoda).

monokrystalova difrakéna metéda
difrak¢nd metoda, pri ktorej Studovanou vzorkou je monokrystal

Ide najmd o metddy vyuzivajuce rozne typy monokrystalovych difraktomet-
rov, 0 metédu ota¢aného krystalu, Weissenbergovu metodu, precesni metodu,
Laueho metddu. Sluzia na ziskavanie udajov vyuzivanych pri krystalovej Struk-
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tarnej analyze, poskytuju informéacie o mriezkovych parametroch, o systematic-
kom vyhasinani difrakcii a bodovej symetrii (— Laueho grupy).

metoda otacaného krystalu
monokryStalova difrak¢na metdda, pri ktorej sa maly monokrystal otaca (alebo
osciluje) okolo zvolenej mrieZkovej priamky; na monokrystal dopada uzky zva-
zok lucov smerujuci kolmo na os ota€ania a difrakény obraz sa zaznamendva na
film uloZeny vo valcovej komorke, ktorej os je totozna s osou otacania

Difrakény zaznam ma tvar vrstevnic, preto umoziiuje vypocitat’ periodu
identity pozdiz zvolenej mriezkovej priamky, ale neumoziiuje difrakénym sto-
pam jednoznacne priradit’ difrakéné indexy.

Weissenbergova metoda
monokryStalova difrakénd metdda odliSujuca sa od metddy otacané¢ho krystalu
synchronizaciou oscilacii monokrys$talu so striedavym horizontalnym posunom
filmu pozdiZ osi ota¢ania monokrystalu

Zaradenim vhodnych clon sa dosiahne rozvinutie vybratej vrstevnice na cell
plochu filmu. Ziskany difrakény zaznam — weissenbergogram — umoznuje pri-
radit’ difrakénym stopdm difrakéné indexy a urcit’ systematické vyhasinanie. Pri
tejto metdde sa faktor nasobnosti rovna jednej, preto sa pred zavedenim mono-
kryStalovych difraktometrov Udaje o intenzite difrakcii ziskané pomocou nej
pouzivali pri rieSeni kryStalovych Struktur.

precesna metoda
monokrystalova difrakénd metdda vyuzivajlca precesny pohyb monokrystalu
synchronizovany s precesnym pohybom rovinného detektora (filmu alebo PSD),
pricom primarny zvazok ziarenia dopada kolmo na os precesie a orientacia mo-
nokrysStalu sa voli tak, aby niektora jeho vyznamna mriezkova priamka bola
zhodna s osou precesie

Zaradenim vhodne umiestnenych clon sa da ziskat' difrakény zaznam pred-
stavujlci zvacseny obraz Casti mriezkovej roviny reciprokej mriezky. Ziskany
obrazec mé symetriu niektorej z 10 rovinnych bodovych grap (— rovinné bo-
dové grupy).

Laueho metdda
polychromaticka difrak¢na metdda sltiziaca na ziskanie informacii o bodovej
symetrii skimaného monokrystalu s obmedzenim na 11 Laueho grup alebo o
jeho orientacii v laboratornej vztaznej sstave

Na nepohybujuci sa monokrystal dopada tzky zvézok polychromatického
ziarenia a difrakény obraz sa zaznamenava na film alebo ploSnym detektorom
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lauegram
difrakény obrazec vytvoreny Laueho metdodou a zachyteny na film alebo plos-
nym polohovo citlivym detektorom

Lauegram méa symetriu niektorej z 10 rovinnych bodovych grip (— rovinné
bodové grupy).

monokrystalova difraktometricka metdda
monokrystalova difrakénid metdda vyuzivajica niektory z typov monokrystalo-
vych difraktometrov, pri ktorej sa krystal postupne nastavuje do difrakénych po-
16h natacanim okolo niekol'kych osi a difrakcie sa registruju nastavovanim po-
I6h detektora

Osi natd€ania kryStalu sa zvyCajne oznacuju gréckymi pismenami y, ¢ a w,
poloha detektora uhlovou stradnicou 26. Vysledkom je postupne vznikajuci
Cislicovy difrakény zaznam obsahujici mnozinu difrak¢nych maxim charakteri-
zovanych difrakénymi indexmi a intenzitami.

polykryStalova metéda (syn. praskova metoda)
difrak¢nd metdda pouzivand na Studium praskovych alebo kompaktnych poly-
krystalickych vzoriek, pri ktorej sa vyuziva najmi projekcia trojrozmerného dif-
rak¢ného obrazu do jedného rozmeru

Vyuziva sa filtrované alebo monochromatizované Ziarenie, pricom sa dif-
rakény obraz zachytava na film v kazetach (— Debyeova-Scherrerova metoda)
alebo pomocou bodovych, ¢i polohovo citlivych detektorov. Ziskané udaje sa
pouzivaju na kvalitativnu a kvantitativnu fazovl analyzu, Stadium textiry, vy-
pocet mriezkovych parametrov, stanovenie vel'kosti krysStalitov, vnttorného na-
pétia a na spresnovanie krystalovych Struktur.

Debyeova-Scherrerova metdda
polykrystalova difrakéna metoda, pri ktorej sa rovinna vzorka alebo preparat
Vv tvare tenkej tyCinky umiestiiuje do stredu valcovej komorky, na ktorej stenu
sa umiestnuje film v Debyeovom-Scherrerovom, Straumanisovom alebo van
Arkelovom usporiadani

Tycinka sa zvycajne otaca okolo svojej osi, zvdzok ziarenia dopad4 kolmo na
tuto os. Vysledkom je difrakény zaznam — debyegram.

malouhlova difrakcia (syn. difrakcia pri malom uhle dopadu)
rtg difrak¢nd metoda vyuzivana pri analyze vel'mi tenkych krystalickych vrstiev
Pri tejto metode primarne ziarenie dopadd na vzorku pod konStantnym ma-
lym uhlom, typicky v rozmedzi 1° - 3°. Poc¢as merania sa pohybuje len detek-
tor, pred ktorym je umiestnena Sollerova clona s lamelami orientovanymi kol-
mo na difraként rovinu. Najéastejsie sa pouziva v kombinacii s paralelnou opti-
kou zabezpecenou Gobelovym parabolickym zrkadlom v primarnom Zziareni.
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malouhlovy rozptyl
metoda vyuzivand na Studium castic, ktorych rozmer je ovela vacsi nez vinova
dizka Ziarenia

Primarny zvdzok musi byt dobre kolimovany, rozptylené ziarenie v uhlovom
intervale 0,1° — 10° sa zaznamenava plosnym detektorom. Velkosti Studova-
nych Castic sa pohybuju od jednotiek do stoviek nanometrov. V zavislosti od
pouzitého Ziarenia ide o malouhlovy rozptyl rontgenového Ziarenia (SAXS)
alebo 0 malouhlovy rozptyl neutrénov (SANS). Ziskané vysledky sa interpre-
tuju na zaklade vhodne zvoleného modelu.

malouhlovy rozptyl pri ve’mi malom uhle dopadu
metoda vyuzivana na Stadium vrstevnatych Struktur pozostavajicich z Castic,
ktorych rozmer je ovela vacsi nez vlnova dizka Ziarenia

Metdda kombinuje prednosti malouhlového rozptylu s povrchovou citlivos-
tou malouhlovej difrakcie. Vyuziva sa na Stadium usporiadania Castic na rovin-
nom povrchu, ktorych velkosti sa pohybuju od jednotiek do stoviek nanomet-
rov. Rozptylené ziarenie sa zaznamenava ploSnym detektorom. V zavislosti od
pouZzitého ziarenia ide o malouhlovy rozptyl rtg Ziarenia pri vePmi malom
uhle dopadu (GISAXS) alebo o malouhlovy rozptyl neutrénov pri vePmi
malom uhle dopadu (GISANS). Ziskané vysledky sa interpretuji na zaklade
vhodne zvoleného modelu.

difrak¢ény kuzel
kuzel’ tvoreny mnozinou difraktovanych lac¢ov zodpovedajucich jednému dif-
rakénému uhlu, ktory vznika pri difrakcii na polykrystalickych latkach; os kuze-
'a tvori primarny zvadzok lucov, vrcholovy uhol kuzel'a sa rovnd Stvornasobku
difrak¢ného uhla (460)

Pri difrakecii na polykrysStalickych latkach vznika sucasne viacero stiosovych
difrakénych kuzelov s réznymi vrcholovymi uhlami 46, ktoré tvoria difrakény
obraz polykrystalickej latky.

difrak¢na ciara (syn. difrakéna linia)
prieseCnica difrak¢ného kuzela s plochou detektora skladajuca sa z velkého
poctu difrakénych stop leziacich tesne vedl'a seba a pochadzajicich od difrakcie
na jednotlivych rézne orientovanych krystalitoch skimanej vzorky

Tvar difrak¢nej Ciary zavisi od tvaru plochy detektora, najCastejSie ide
0 kruznice alebo ich Casti. Charakteristikami difrakcnej ¢iary su: difrakény uhol,
profil, Sirka, vrcholova intenzita a integralna intenzita. Difrak¢né Ciary registro-
vané dvojrozmernymi detektormi sa v zavislosti od velkosti krystalitov skiima-
nej vzorky javia ako suvislé alebo ako nesuvislé — $kvrnité. Termin difrak¢na
Ciara sa v prenesenom vyzname pouZiva aj na oznacenie difrakénych maxim na
difrak¢énych zaznamoch polykrystalickych vzoriek registrovanych jednorozmer-
nymi alebo bodovymi detektormi.
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profil difrakcnej Ciary
zévislost’ nameranej intenzity difraktovaného Ziarenia od difrakén¢ho uhla
Vv oblasti prisluSnej difrak¢énej Ciary

Namerany profil difrakénej ¢iary je konvoltaciou funkcie zohl'adfiujucej pri-
strojové rozsirenie a vlastného (fyzikalneho) profilu difrakénej Ciary, ktory je
ovplyvneny len vlastnostami skimanej vzorky.

aproximacia profilu difrakénej Ciary
nahradenie experimentalne ziskaného profilu difrak¢nej Ciary analyticky vyjad-
ritel'nou funkciou; sluzi na d’alSie spracovanie tidajov

Pouziva sa najma Gaussova funkcia, Lorentzova (Cauchyho) funkcia, Stoke-
sova funkcia, Voigtova funkcia, pseudovoigtova funkcia a Pearsonova funkcia.
Tieto funkcie sa v anglic¢tine oznac¢uju ako Profile Shape Functions (PSF).

integralna intenzita difrak¢nej Ciary
veli¢ina umerna ploche ohrani¢enej profilom difrakénej Ciary a liniou pozadia
Moze sa vztahovat’ na intenzitu zvdzku primarneho Ziarenia (absolUtna in-
tegralna intenzita) alebo na integralnu intenzitu inej difrakénej Ciary (relativna
integralna intenzita).

vrcholova intenzita
intenzita difrakcnej ¢iary zodpovedajuca jej maximalnej hodnote na difrakénom
zazname

integralna Sirka difrakc¢nej Ciary
podiel integralnej intenzity difrakcnej Ciary a jej vrcholovej intenzity

Okrem pristrojovych parametrov zavisi od velkosti kryStalitov, pritomnosti
Struktirnych poruch a od zvySkového napétia II. a 1l1. druhu.

polSirka difrak¢nej Ciary
Sirka profilu difrak¢nej Ciary v jej polovicénej vyske

Okrem pristrojovych parametrov zavisi od velkosti krystalitov, pritomnosti
Struktirnych portich a od zvysSkového napétia II. a Ill. druhu. Z angli¢tiny po-
chédza u nas bezne pouzivana skratka FWHM (Full Width at Half Maximum).

pristrojové rozsirenie
roz§irenie experimentalne stanoveného profilu difrakénej Ciary vplyvom para-
metrov pristrojoveho usporiadania

Pristrojové rozsirenie zavisi od parametrov difraktometra, ako st efektivna
vel'kost’ ohniska zdroja Ziarenia, polomer goniometra, rozmery Strbin, pripadne
optické chyby prislusného usporiadania.
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Rachingerova procedura
grafick4 alebo analytickd metdda pouzivana pri rozklade profilu difrakénej Ciary
na zlozky zodpovedajice vlnovym dizkam spektralnych ¢iar Koy a K o, vzni-
kajlcich v laboratornych zdrojoch rtg Ziarenia

indexovanie difrakcii
analyticka, porovnavacia alebo graficka procedura sluziaca na priradenie dif-
rak¢énych indexov jednotlivym difrakénym maximam na difrakénom zdzname

Difrakcia elektrénov

elektronova difrakéna analyza
Studium Struktarnych parametrov krysStalov, symetrie povrchov tuhych latok, ale
aj usporiadania nablizko v amorfnych latkach pomocou difrakcie zvazkov elek-
tronov

Mala prenikavost’ elektronového luca vyzaduje Specialnu pripravu tenkych
preparatov rozdrobenim, rezanim na ultramikrotdme, chemickym leptanim ale-
bo idnovym bombardovanim. Mala vinova dizka (~0,0025 nm — 0,012 nm)
poskytuje rozliSovaciu schopnost’ niekol’kych mikrometrov az nanometrov.
Vzhladom na malt extinkéna dizku elektrénov je pri interpretacii difrakénych
zaznamov nevyhnutné opierat’ sa o dynamicku teériu difrakcie. Pouzitie elek-
tronovej mikroskopie poskytuje zobrazenie s extrémnym zvicsenim (v tmavom
a svetlom poli, HRTEM) a ziskanie difrakénych obrazcov (SAED, CBED).

SAED (Selected Area Electron Diffraction)
elektronova difrakéna metdda vyuzivajica transmisny elektronovy mikroskop
so zvazkom rovnobeznych elektronovych lucov, pri ktorej sa analyzovana cast’
preparatu ohraniCuje apertirnou clonou

Excitovany objem ma velkost ~1 um3. Na difrakénom obrazci sa naj¢astej-
Sie nachadzaju difrakcie s jednym nulovym indexom (ZOZL — Zero Order Laue
Zone), pripadne s jednym indexom rovnajacim sa jednej (FOLZ — First Order
Laue Zone), zriedka s vyssim (HOLZ — Higher Order Laue Zone). Sumernost
difrakéného obrazca zodpoveda niektorej z 10 bodovych rovinnych grup.

Kikuciho obrazec
symetricky obrazec tvoreny liniami, ktory vznika na difuznom pozadi elektro-
nogramov monokrystalov ako dosledok neelastického a nasledného elastického
rozptylu elektronov
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Tvoria ho Useky hyperbol, ktoré vznikaja pri preparatoch s va¢Sou hribkou.
Pomocou Kikuc¢iho obrazca mozno ur€it’ orientaciu krystalu (— parameter od-
chylky) s ovel'a va¢Sou presnost'ou ako z bodového difrakéného obrazu. Symet-
ria Kiku¢iho obrazcov zodpoveda niektorej z 10 bodovych rovinnych grap.

CBED (Convergent Beam Electron Diffraction)
elektronova difrakénd metodda vyuZivajica transmisny elektronovy mikroskop
S konicky sustredenym zviazkom elektronovych la€¢ov a umoziujiica uskutocnit’
experimenty pri roznych uhloch dopadu zvazku na preparat

Excitovany objem ma velkost ~1 nm3. Rozmiestnenie difrakénych stop v
obrazci a interferen¢né obrazce v nich maju symetriu zodpovedajlcu niektorej
z 10 bodovych rovinnych grap.

HRTEM (High Resolution Transmission Electron Microscopy)
zobrazovacia metoda s rozliSenim pod 0,2 nm, pri ktorej sa vyuZziva interferen-
cia prechddzajuceho elektronového luca s jednym alebo niekolkymi difrakto-
vanymi [0¢mi, resp. interferencia viacerych difraktovanych lucov

Pri interpretacii detailov v zobrazeni sa pouzivaji teoretické, pocitacom si-
mulované obrazce, ktoré sa pocitaji na zaklade dynamickej teorie difrakcie
elektronov. Pre tieto vypocCty je nevyhnutné poznat’ Struktirne parametre, roz-
mery zékladnej bunky, priestorovu grupu, absorpciu, hribku vzorky, orientaciu
vzorky vzhl'adom na smer primarneho luca a pristrojové parametre.

LEED (Low-Energy Electron Diffraction)
elektronova difrakénd metoda vyuzivajica zviazky elektronov urychlenych rela-
tivne nizkym elektrickym napétim (20 V - 200 V) a dopadajucich kolmo na po-
vrch preparatu

Vyuziva sa hlavne na ur€enie symetrie povrchovej vrstvy krystalov.

RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction)
elektronova difrak¢na metodda pouzivanéd na sledovanie povrchov krystalickych
materialov, ktord sa vyznacuje vel'mi malym uhlom dopadu elektrénového luca
na preparat (Standardne menSim nez 5°) a podstatne vyS$Sim urychl'ujucim napé-
tim (10 kV - 30 kV)

Vyuziva sa In situ pocas pripravy epitaxnych vrstiev a multivrstiev s presne
definovanou hrubkou.

EBSD (Electron Back Scattering Diffraction)
elektronova difrakénd metdda vyuzivajuca difrakciu spitne rozptylenych elek-
tronov

Pouziva sa na uréovanie orientacie krystalickych materialov, textury, na §tu-
dium poruch krystalovej Struktury, na identifikaciu faz, hranic zfn, lokalnych
nehomogenit i na mapovanie zvyskového napatia.
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Difrakcia neutrénov

neutronova difrakéna analyza
Stadium Struktury tuhych latok, kvapalin a plynov pomocou difrakcie tepel-
nych neutrénov (s energiou okolo 0,06 eV), ktorym zodpoveda vinova dizka
blizka medziatbmovym vzdialenostiam v kondenzovanych latkach (radovo
1071%m)

Vyuziva sa na Struktirnu analyzu monokrys$talov aj polykrystalickych latok,
na ur¢ovanie magnetického usporiadania v krystaloch, na presné stanovenie
mriezkovych parametrov ana meranie a mapovanie vnatorného napétia
v krystalickych latkach. V porovnani s rtg difrakénymi metédami dokaze analy-
zovat’ ovel’a hrubsie vzorky, je podstatne citlivejSia na 'ahké atomy, dokaze roz-
li$it’ izotopy toho istého chemického prvku (uréovanie poldh izotopov vodika),
pricom analyzované vzorky radia¢ne prakticky nezat'azuje; niektoré latky sa
vSak po oziareni mozu stat’ radioaktivnymi.

jadrovy rozptyl neutronov
rozptyl podmieneny silnou fyzikalnou interakciou medzi neutronmi a atomo-
vymi jadrami

Vyuziva sa na urcenie usporiadania atdmov v krysStdloch metédou neutréno-
vej difrakcie, umoznuje ur¢it’ polohy atdmovych jadier a ich tepelny pohyb. Jad-
ra si podstatne mensie nez vinova dizka zodpovedajlca tepelnym neutrénom,
preto velkost’ rozptylovej dizky pri jadrovom rozptyle nezavisi od difrakéného
uhla a difrakéné maxima st intenzivne aj pri vyssich difrakénych uhloch.

magneticky rozptyl neutrénov
rozptyl podmieneny elektromagnetickou interakciou magnetického momentu
neutronov s magnetickymi momentmi atdbmov

Vyuziva sa na urenie magnetického usporiadania v krystaloch metédou neu-
tronovej difrakcie.
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C 2 Urcovanie a spresiiovanie krysStalovej Struktury

Zakladné pojmy

kryStalova Strukturna analyza
subor postupov, ktorych cielom je stanovenie krystalovej Struktiry danej krys-
talickej latky; zauzivany je aj termin rieSenie krysStalovej Struktary

Jej etapami su: uréenie symetrie (zaradenie do krystalografickej sustavy, bo-
dovej a priestorovej grupy), uréenie rozmerov a typu zakladnej bunky a poctu
vzorcovych jednotiek v nej, vypocet absolutnych hodnoét Struktarnych faktorov,
rieSenie fAzového problému, vypocet trojrozmernej funkcie elektrénovej husto-
ty, stanovenie frakénych suradnic atbmov a nakoniec overenie a spresnenie na-
vrhnutého modelu Struktary.

elektronova hustota
pocet elektronov pripadajuci na jednotku objemu

V krystalografii sa vyjadruje ako trojrozmerna spojita funkcia priestorovych
suradnic, zvyCajne v rozmedzi zékladnej bunky krysStdlu. Bezne sa vyjadruje
ako pocet elektronov pripadajuci na kubicky angstrom.

mapa elektrénovej hustoty
zobrazenie elektronovej hustoty zvycajne v rozmedzi jednej zakladnej bunky
krystalu ako rez niektorou krystalograficky vyznamnou rovinou, pripadne ako
priemet do takejto roviny

Analogicky vyznam mé& mapa hustoty magnetickych momentov, ktora sa
ziskava pri neutréonovych difrakénych experimentoch s vyuzitim magnetického
rozptylu.

merana gula
cast’ objemu reciprokého priestoru, ktora sa pri experimente vyuziva na ziska-
vanie difrakénych tdajov sliziacich na ur€enie krystalovej Struktury

Zvycajne predstavuje iba Cast’ objemu ohrani¢eného limitujucou gul'ovou
plochou.

Fourierova synteza
Vv Strukturnej analyze vyjadrenie elektrénovej hustoty pomocou Fourierovho ra-
du, ktorého koeficientmi su Struktiarne faktory

Rozlisuje sa nieckol’ko jej druhov — syntéza F,, diferen¢na syntéza, Patterso-
nova syntéza a $pecialne syntézy.
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syntéza F,
Fourierova syntéza, pri ktorej st koeficientmi vo Fourierovom rade experimen-
talne urené absolutne hodnoty Strukturnych faktorov, ktorym su priradené fazy
vypocitané z predbezne navrhnut¢ho modelu Struktary krystalu

diferen¢na syntéza
Fourierova syntéza, pri ktorej sa ako koeficienty vo Fourierovom rade pouziva-
ju rozdiely F, — F, , kde F, su struktarne faktory pouzivané v syntéze F, a F,
su Struktarne faktory vypocitané na zaklade navrhnutého modelu Struktury

PouZiva sa pri urCovani poloh atdbmov s malymi protébnovymi ¢islami (H, Be,
B).

Specialna syntéza
Fourierova syntéza, pri ktorej sa ako koeficienty vo Fourierovom rade pouziva-
ju rézne upravené a skombinované Struktarne faktory

Fourierova mapa
mapa elektrénovej hustoty ziskana Fourierovou transformaciou Struktirnych
faktorov

V tivodnom $tadiu Struktarnej analyzy ide o syntézu F,.

faloSné maximum
maximum na Fourierovej mape, ktoré nezodpoveda skuto¢nej polohe atomu a je
dosledkom kumulacie chyb pri Fourierovej syntéze

Ide o nepresné urcenie absolutnych hodnot Strukturnych faktorov a ich faz,
ako aj o dosledok ohrani¢eného poctu ¢lenov Fourierovho radu.

fazovy problem
problém urcenia fiz Strukturnych faktorov, ktoré sa nedaji ziskat’ priamo
z experimentélnych Gdajov

Riesi sa r6znymi metédami, v minulosti najmé metdédou skusania a chyb (—
metody rieSenia kryStalovej Struktary).

Vypocet Strukturnych faktorov

absolutna stupnica (syn. absolutna skala)
stupnica na porovnavanie absolitnych hodnot Struktarnych faktorov, ktoré sa v
nej vyjadruja v elektrénovych jednotkach

V tejto stupnici st Struktarne faktory nasobkami amplitad rtg Ziarenia roz-
ptyleného v uvazovanom smere vol'nym elektronom (— Thomsonov rozptyl).

Skalovaci faktor
Cislo (nasobitel’), pomocou ktorého sa Struktarne faktory ziskané na zaklade ex-
perimentalnych udajov prepocitavaju na absolutnu stupnicu
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absolutny ¢len Fourierovho rozvoja
nulty ¢len F,y, Fourierovho rozvoja elektronovej hustoty, ktory vnasa mierku
(pocet elektronov v zakladnej bunke) do Skalovacieho faktora

Absolutny Clen nie je mozné urcit’ experimentalne, lebo difraktovany zvizok
s difrakénymi indexmi 000 sa §iri v smere pokracujiceho primarneho luca.

Wilsonov graf
graf pouzivany na uréenie velkosti Skalovacieho faktora a stanovenie centrosy-
metrickosti alebo necentrosymetrickosti krystalovej Struktary

Predstavuje zavislost' logaritmu podielu nameranej intenzity difrakénych
maxim I(hkl) a su¢tu druhych mocnin atdmovych faktorov Y > atomov za-
kladnej bunky krystalu ako funkcie medzirovinnej vzdialenosti dp; :

108M = f(dpr) -
%

modifikovany Struktiarny faktor
Struktarny faktor vyjadreny v absolltnej stupnici s prihliadnutim na absolltne

hodnoty ostatnych Struktarnych faktorov (— jednotkovy Struktarny faktor, —
normalizovany Strukturny faktor)

jednotkovy Struktiarny faktor
podiel Struktrneho faktora  Fj,; konkrétneho difrakéného maxima
a Struktirneho faktora Fyqo , teda Strukturneho faktora s difrakénymi indexmi
000 (— absolutny ¢len Fourierovho rozvoja)

normalizovany Strukturny faktor
modifikovany Struktarny faktor, ktorého upravend hodnota sa ziska vydelenim
jeho pdvodnej hodnoty druhou odmocninou zo strednej hodnoty druhych moc-
nin absolatnych hodnoét vSetkych Struktirnych faktorov

zostrena Fourierova mapa
mapa elektrénovej hustoty ziskana Fourierovou transformaciou modifikovanych
Strukturnych faktorov

Jej maximé s v porovnani s Fourierovou mapou ostrejSie a vyraznejsie.

renormalizacia Struktirnych faktorov
uprava normalizovanych Struktirnych faktorov, ktorou sa dosiahne, ze v kazde;j
paritnej skupine difrak¢nych maxim sa stredna hodnota druhych mocnin abso-
lutnych hodnét Strukturnych faktorov bude rovnat’ ¢islu 1
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Struktiirna analyza

model Struktury
predbezny model usporiadania atdmov v zakladnej bunke krystalu vytvoreny na
zaklade experimentalnych vysledkov s vyuzitim apriornych Strukturnych infor-
macii, ktory sa v d’alSom procese Strukturnej analyzy postupne spresiiuje a Vy-
uziva na predbezny vypocet faz strukturnych faktorov

bodova Struktiura
idealizovany model $truktary krystalu, v ktorom su reélne trojrozmerné atomy
nahradené bodovymi atdbmami

bodovy atom
bodovy Utvar, ktory sa pouziva ako nahrada realneho trojrozmerného atomu pri
navrhovani modelu Struktiry kryStalu a ktorému sa priradia frakéné suradnice,
zachova sa atomovy rozptylovy faktor a teplotny faktor

apriorna Struktirna informacia
informacia o vzajomnom priestorovom usporiadani istej skupiny atdémov pri-
tomnej v struktare krysStalu; vyplyva z chemickych vlastnosti atobmov alebo je
zndma z inych, uz vyrieSenych krystalovych struktar

Struktirny fragment
Cast’ Struktary krystalu, niekol’ko atdmov zakladnej bunky, ktorych vzajomné
usporiadanie bolo ur€ené v prvej etape Struktiurnej analyzy, zvycajne metdédami
ab initio; informacia o nom ulah¢uje d’al$i postup pri urovani Struktury krysta-
lu

nezavisla ¢ast’ zikladnej bunky (syn. asymetricka ¢ast’ zakladnej bunky)
najmensia Cast’ kryStalovej Struktary definovanej frakénymi stradnicami até-
mov zodpovedajucich jednej vzorcovej jednotke, z ktorej uplatnenim operacii
symetrie mozno ziskat’ napln celej zdkladnej bunky

metoda rieSenia kryStalovej Struktiry
matematicky postup pouzivany pri Struktirnej analyze kryStalov a sdvisiaci
najma s rieSenim fazového problému

Patria sem vektorové metody, priame metdody, metdody znaceného vektora,
iteratné metody a metdda ab initio.

metdda ab initio
metoda rieSenia kryStalovej Struktury, ktora nevyzaduje apridornu znalost™ Casti
Struktury

Pomocou nej sa obvykle ur¢i poloha iba niektorych vyznaénych atémov,
zvyc€ajne s vysSimi protonovymi Cislami, ktoré maji rozhodujtci vplyv na dif-
rakény obraz.
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vektorové metddy (syn. Pattersonove metody)
metody Strukturnej analyzy vyuzivajice Pattersonovu funkciu, pri ktorych sa
spravnost’ rieSenia posudzuje na zdklade zhody medzi mnoZzinou medziatémo-
vych vektorov navrhnutého modelu Struktiry a mnozinou ziskanou z Patter-
sonovej funkcie vypocitanej z difrakénych udajov

Pattersonova funkcia
trojrozmerna funkcia, ktorej maxima su lokalizované v miestach zodpovedaju-
cich koncovym bodom medziatdmovych vektorov spajajucich atomy patriace
do zakladnej bunky krystalu, pri€om najviac¢sie maximum je V zaciatku vzt'aznej
sustavy

Maximum v zaciatku zodpoveda suctu vSetkych ostatnych maxim.

Pattersonova syntéza
Fourierova syntéza, pri ktorej koeficientmi vo Fourierovom rade st druheé moc-
niny absolatnych hodndt Struktarnych faktorov; je Fourierovou transformaciou
len intenzit difraktovaného ziarenia

Pri N atomoch ma N
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diferen¢na Pattersonova mapa
mapa Pattersonovej funkcie vypocitanej tak, Ze ako koeficienty sa vyuZivaju
rozdiely druhych mocnin Struktarnych faktorov ziskanych meranim pdvodnej
vzorky a meranim vzorky, v ktorej bol nicktory atom Strukturneho motivu na-
hradeny taz$im atbmom

Harkerov rez
Cast’ Pattersonovej mapy obsahujlca viaceré Harkerove maximéa zodpovedaju-
ce vektorom spajajucim atomy, ktorych polohy st vzh'adom na niektoré opera-
cie symetrie ekvivalentné

Moze ist’ o rovinny rez alebo o priamku na Pattersonovej mape, ktoré obsa-
huja l'ahko interpretovatelné informécie. Harkerove rezy st uZito€né na zaciat-
ku Strukturnej analyzy, sluzia na potvrdenie pritomnosti niektorych prvkov sy-
metrie, ktoré sa nedaju urCit’ zo systematického vyhasinania.

satelitné maximum
dodato¢né maximum na Pattersonovej mape, ktoré méze byt vyuzité na potvr-
denie prislusnosti rieSenej Struktary k predpokladanej priestorovej grupe

superpozi¢na metoda (syn. koincidenéna metéda)
jedna z vektorovych (Pattersonovych) metdd Struktarnej analyzy, pri ktorej sa
kombinuju dve Pattersonove funkcie, priCom jedna ma posunuty zaéiatok do
znamej polohy niektoreho atomu

metéda najstrmsieho poklesu (syn. metoda gradientu)
metoda Struktirnej analyzy, pri ktorej sa hladd minimum niektorého z R-
faktorov

vzorkovanie Pattersonovej funkcie
vyjadrenie Pattersonovej funkcie pomocou hodndt na konecnej mnozine bodov
priestoru vytvorenim siete s takou vel’kostou oka, aby sa nevynechalo niektoré
maximum funkcie, ale aby pocet bodov bol ¢o najmensi

metoda tazkého atomu
metdda Strukturnej analyzy vyuzivajuca vyrazne vacsi atdmovy rozptylovy fak-
tor pritomného tazsieho atomu

Takyto atbm podstatnym spdsobom ovplyviiuje difrakény obraz, ¢im ulah-
Cuje postup pri stanovovani Struktury krystalu. Pritomnost’ tazkého atomu pod-
mienuje vznik vyraznych maxim na Pattersonovej alebo Fourierovej mape; vy-
uziva sa aj pri metode izomorfného nahradenia.

priama metdda
metoda rieSenia fazového problému, pri ktorej sa na urCenie fdz vyuziva prav-
depodobnost’ existencie ur¢itych vztahov medzi fazami Strukturnych faktorov
najintenzivnejSich difrakénych maxim
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Zo skutocnosti, Ze rozptylovymi centrami st diskrétne atomy a Ze elektrono-
va hustota nemoze byt zaporna, vyplyvaji ohrani¢enia intervalu moznych hod-
not faz Struktarnych faktorov, ktoré umoznuja poc¢iatocny odhad ich velkosti.

fazova relacia
vzt'ah medzi fazami Strukturnych faktorov ziskany vyuzitim apridrnej Struktir-
nej informécie a umoziujlci vypocet f4z priamo z absolitnych hodnot Struktir-
nych faktorov, bez vypoctu Pattersonovej funkcie

univerzalny Struktarny invariant
linedrna kombinécia faz Struktirnych faktorov, ktora nezdvisi od vol'by zaciatku
vzt'aznej sustavy v Struktare krystalu

Struktirny seminvariant
linearna kombinacia faz Struktirnych faktorov, ktora sa nemeni pri takych zme-
nach polohy zaciatku vzt'aZznej sustavy, ktoré su invariantné vzh'adom na ope-
racie priestorovej grupy symetrie krystalu

N-fazovy invariant
funkcia N nezavislych faz Struktirnych faktorov, ktora nezavisi od umiestnenia
zaliatku vzt'aZnej sustavy

rad Struktarneho invariantu
pocet faz Strukturnych faktorov, z ktorych je Struktirny invariant (seminvariant)
utvoreny

Karleho-Hauptmanove matice
matice pouzivané na rieSenie fazového problému, ktoré obsahuju ist¢ kombina-
cie Strukturnych faktorov

Pri praktickom urCovani faz Struktarnych faktorov sa vyzaduje, aby determi-
nant zostavenej matice (Karleho-Hauptmanov determinant) bol nezaporny
a aby dosahoval maximalnu hodnotu. Podmienka nezapornosti determinantu je
ekvivalentna s podmienkou nezapornosti elektronovej hustoty v zékladnej bun-
ke.

trieda symetricky ekvivalentnych zaciatkov
mnozina takych zaciatkov stradnicovej sustavy v krystalovej Struktare, ktoré
maju okolo seba rovnake priestorové usporiadanie prvkov symetrie

metoda mnohych rieSeni
metoda na urCovanie faz Struktirnych faktorov, pri ktorej sa vychadza
Z niekol’kych uz znamych faz (zo Startovacieho suboru faz), priCom fazy zvys-
nych Struktarnych faktorov sa pocitaji v niekol’kych cykloch, vyuzivajic relacie
medzi fazami

Optimalne hodnoty faz sa hl'adaju pomocou testov spol'ahlivosti.
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holografickd metdda
priama metdda na urcenie Struktury kryStalov vyuZivajuca urCity druh atdmov
krysStalu ako vnutorny zdroj rontgenového ziarenia, ktoré postupuje k detektoru
jednak priamo (referen¢na vina), jednak po rozptyle na susednych atomoch (ob-
jektové viny), ¢im dochadza k interferencii a vzniku hologramu

Numerickou rekons$trukciou hologramu sa ziska trojrozmerny obraz Casti
Struktary kryStalu nachédzajucej sa v blizkosti vnutornych zdrojov Ziarenia.

metoda znaceného vektora
metoda krystalovej Strukturnej analyzy vyuzivajica rozdiel v difrakénych za-
znamoch ziskanych opakovanym meranim, a to po zamene niektorého z atdbmov
v Struktire atdbmom so znacne odlisnym rozptylovym faktorom (metoda izo-
morfného nahradenia) alebo po zmene vinovej dizky Ziarenia (metdda ano-
malneho rozptylu)

metoda SIRAS
kombinécia metddy anomalneho rozptylu s metdédou izomorfného nahradenia
Oznacenie je odvodené z anglického nazvu Single Isomorphous Replace-
ment with Anomalous Scattering.

metoda molekularneho nahradenia
metoda analogicka metode izomorfného nahradenia; pouziva sa pri rieSeni
Struktir biopolymérov a vyuziva ndhradu cCasti Struktary molekuldrnym frag-
mentom so zndmou Struktirou

Pouziva sa pri vektorovych metodach.

iteracna metdoda
metdda kryStalovej Struktirnej analyzy, pri ktorej sa vychadza zo zndmych po-
16h niekol’kych atomov v zékladnej bunke krystalu; polohy ostatnych atdmov sa
ziskavaju a spresnujt postupne vo viacerych itera¢nych cykloch, vyuZziva sa pri
tom spresniovanie faz Strukturnych faktorov metédou skiisania a chyb

metoda skiasania a chyb
metdda, pri ktorej sa postupne, po malych krokoch, meni model Struktary krys-
talu, na jeho zaklade sa pocitaju StruktUrne faktory a potom sa pomocou R-
faktora posudzuje ich zhoda so Struktirnymi faktormi uréenymi experimentalne

Rietveldova metdda
metdda spresnovania Struktiry na zéklade zaznamu ziskaného praskovou dif-
rak¢nou metodou, pri ktorej sa vyuziva cely profil difrakéného zdznamu vratane
pozadia; vyuziva metodu najmensich Stvorcov
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R-faktor
Statisticky parameter, ktorym sa hodnoti stilad medzi experimentalne ur€enymi
hodnotami |F,| $truktirnych amplitud a hodnotami |F.| vypo¢itanymi na zakla-
de navrhnutého modelu kryStalovej Struktary

R-faktor zohl'adnujuci rozdiely Strukturnych amplitud ma tvar

_ Zi“Fol - |Fc||l-
ZilFoli ’

kde sa scCita cez vSetky dostupné difrakcie. Pouzivajii sa aj iné definicie R-
faktora obsahujuce druhé mocniny Struktirnych amplitad, resp. druhé mocniny
ich rozdielov. R-faktor sa zvykne vyjadrovat’ aj v percentach. Analogicky pa-
rameter sa pouziva aj pri Rietveldove] metdde, kde sa zohl'adiiuji rozdiely na-
meranych a vypocitanych intenzit difrak¢ného zaznamu praskovej vzorky vra-
tane pozadia.

mapa R-faktorov
mapa zobrazujuca zavislost R-faktora od suradnic vybraného atdbmu s nepresne
ur¢enou polohou pri metdde najstrmsieho poklesu (gradientu)

spresiovanie kryStalovej Struktuary
postup na ziskavanie Co najpresnejSich hodnot frakénych saradnic atdémov
v zakladnej bunke, parametrov tepelného pohybu (teplotnych faktorov), obsa-
dzovacich faktorov, pripadne aj d’alSich parametrov charakterizujicich Struktiru
kryStalu metdodou najmensich Stvorcov tak, aby R-faktor bol ¢o najmensi

V stcasnosti sa dosahuju hodnoty R < 1 %.

spresiiovanie s viazanim
spresiiovanie kryStalovej Strukttry s redukovanym po¢tom spresiiovanych struk-
tarnych parametrov definovanim algebrickych véazieb medzi niektorymi z nich

spresiiovanie s ohrani¢enim
spresniovanie krystalovej Struktiry s vymedzenim intervalov moZznych, resp.
pripustnych hodndét niektorych spresiiovanych Struktirnych parametrov

kvalita spresiiovania
Statisticky parameter charakterizujtci kvalitu vysledku spresiiovania Strukttry
Parameter je nepriamo umerny poctu stupfiov vol'nosti dané¢ho spresiiovania,
t. j. rozdielu celkového pocCtu nameranych hodnot intenzit a pocCtu spresnova-
nych parametrov znizenych o pocet vizieb medzi nimi. Spolahlivost’ spresno-
vania sa oznacuje skratkou GoF (z anglického ndzvu Goodness of Fit).
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C 3 Fazova analyza polykryStalickych latok

faza latky
homogénna Cast” heterogénnej vzorky oddelend od ostatnych Casti rozhranim, na
ktorom sa fyzikalne, pripadne i chemické vlastnosti menia skokom (nespojito)
Termin faza sa pouziva aj v inych vyznamoch, napr. pri interferencii vinenia
alebo na pomenovanie ¢asti Struktarneho faktora.

fazova analyza
identifikacia krysStalickych faz obsiahnutych v analyzovanej vzorke z kvalita-
tivneho hl'adiska (kvalitativna fazova analyza) alebo aj z kvantitativneho hl'adi-
ska (kvantitativna fazova analyza)

kvalitativna fazova analyza
fazova analyza sluziaca na urcenie kryStalickych faz pritomnych v Studovanej
vzorke

Najcastejsie sa uskutoc¢niuje porovnavanim difrakénych Gdajov s udajmi v re-
ferencnych databazach.

kvantitativna fazova analyza
fazova analyza, pri ktorej sa uréuje hmotnostna koncentracia faz pritomnych
v analyzovanej vzorke (ich percentualne zastUpenie); vychadza z porovnania in-
tenzit difrakcii zodpovedajucich jednotlivym fazam a zo skuto¢nosti, Ze intenzi-
ta difraktovaného Ziarenia je priamoumernd difraktujucemu objemu prislusnej

fazy

Kvalitativna fazova analyza

referenéna databaza (Syn. referen¢na kniZnica, kartotéka)
databaza difrakénych udajov krystalickych faz (Standardov) ziskanych experi-
mentalne alebo vypoctom

V stcasnosti st najpouzivanejsie digitalizované databazy PDF-1 az PDF-4 (z
anglického Powder Diffraction File).

index databazy (syn. kPa¢ databazy)
udaj, podl'a ktorého je referen¢na databdza usporiadand; najcastejSie ide o che-
mické zlozenie (v abecednom usporiadani), vel'kost medzirovinnych vzdiale-
nosti alebo o integralnu intenzitu difrakénych maxim (difrakénych ciar)

Zname su tieto indexy: Finkov, Daveyov, Frevelov, Hanawaltov, Key-
Word-in-Context, Matthewsov suradnicovy index. V sucasnosti st na vyhl'adé-
vanie v indexoch k dispozicii u¢inné pocitacové programy a digitalizované da-
tabazy.
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priame usporiadanie databazy
abecedné usporiadanie referencnej databazy podl'a chemického zloZenia krysta-
lickych latok

inverzné usporiadanie databazy
usporiadanie referencnej databazy podla vel'kosti medzirovinnych vzdialenosti

Standard
kryStalicka latka, ktorej difrakéné idaje su sucast’ou referen¢nej databazy, alebo
latka, ktorej difrakény zaznam je k dispozicii

filtracia
prva etapa fazovej analyzy, v ktorej sa z referen¢nej databazy vyberaju také dif-
rakéné zaznamy, ktoré sa ¢o najviac podobaju difrakénému zdznamu Studovane;j
vzorky mnozinou medzirovinnych vzdialenosti, pripadne aj intenzitami difrak¢-
nych Ciar

Na filtraciu sa pouzivaju rézne kritéria (filtre): zhodnost’, rozdielnost’ ¢i po-
dobnost’ difrakénych zaznamov, informacie o druhu latky (mineraly, anorganic-
ké latky, organické latky, cementy, zeolity, vybuSniny, polyméry, supravodice,
drogy a lieky...), jej chemickom zloZeni (vzorec, koncentracia jednotlivych prv-
kov v hmotnostnych a atdbmovych percentach), krystalovej Strukttre (mriezkoveé
parametre, priestorova grupa, pocet vzorcovych jednotiek v zakladnej bunke).

chyboveé okno
parameter kvalitativnej fazovej analyzy predstavujuci najvacési pripustny rozdiel
medzi hodnotami medzirovinnych vzdialenosti, ktoré zodpovedaju difrakénym
maximam Studovanej vzorky a hodnotami prisliichajiicimi Standardu

miera zhody
Ciselny parameter udavajtci spolahlivost’ identifikaénej procedary pri porovna-
vani nameraného difrak¢ného obrazu s referencnym

Miera zhody sa oznacuje skratkou FoM (z anglického nazvu Figure of Me-
rit). Vysoké hodnoty FoM (> 20) znamenaju dobra zhodu.

Kvantitativna fazovéa analyza

optimalizacia
druha etapa fazovej analyzy, za¢iatok kvantitativnej fazovej analyzy, v ktorej sa
hlada takd kombinacia difrakénych zaznamov vybranych v prvej etape, aby
zhoda medzi vytvorenou kombinéciou a difrakénym zaznamom vzorky bola ¢o
najlepSia
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metdda vnutorného Standardu
metoda kvantitativnej fazovej analyzy, pri ktorej sa na jednom difrakénom zé-
zname porovnavaju integralne intenzity difrakénych maxim analyzovanej vzor-
ky a difrak¢nych maxim referenénej latky (Standardu) pridanej do analyzovane;]
vzorky v znamej hmotnostnej koncentracii

vnutorny Standard
kryStalickd latka, ktord sa v praSkovej forme pridava do analyzovanej vzorky
zvycCajne v pomere hmotnosti 1 : 1 a ktora sluzi na kvantitativnu fazovt analyzu
difrakénymi metédami

metoda vonkajSieho Standardu
metoda kvantitativnej fazovej analyzy, pri ktorej sa porovnavaju integralne in-
tenzity vyznamnych difrakénych maxim dvoch difrakénych zaznamov — zazna-
mu analyzovanej vzorky a zdznamu referen¢nej latky (Standardu) ziskanych pri
rovnakych experimentalnych podmienkach

vonkajsi Standard
referennd krystalicka latka pouzivana pri kvantitativnej fdzovej analyze, ktorej
difrakény zdznam, najmé integralna intenzita difrakénych maxim, sluzi na po-
rovnavanie s integralnymi intenzitami difrakénych ¢éiar faz pritomnych v ana-
lyzovanej vzorke, atym na stanovenie ich hmotnostnych koncentracii, resp.
percentualneho hmotnostného zastipenia

kalibracia
postup sliziaci na urcenie zavislosti hmotnostnej koncentracie sledovanej fazy
od pomeru integrélnej intenzity niektorej z jej silnych difrakénych ¢iar a inte-
gralnej intenzity difrak¢nej Ciary Standardu

Realizuje sa meranim pomeru tychto intenzit pri zndmom pomere hmotnost-
nych koncentracii sledovanej fazy a Standardu. Vysledkom je velkost” kalibrac-
nej konstanty, a ak sa meria pri viacerych hodnotach hmotnostnej koncentracie
sledovanej fazy, aj graficka zavislost'.

kalibra¢na konStanta
koeficient sprostredkujuci vzt'ah medzi hmotnostnou koncentraciou krystalicke;j
fazy pritomnej v studovanej vzorke a integralnou intenzitou niektorej jej dif-
rak¢nej Ciary; pouziva sa pri kvantitativnej fAzovej analyze

Urcuje sa kalibraciou alebo vypoctom zo zndmych Struktarnych parametrov
sledovanej fazy. Hodnoty kalibra¢nych konstant zavisia aj od konkrétneho ex-
perimentdlneho usporiadania. PouZzivaji sa pri metédach vonkajSicho
I vntitorného Standardu.
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absolutna kvantitativna fazova analyza
analyza, pri ktorej sa na kalibraciu nepouzivaji vonkajSie ani vnitorné Standar-
dy, ale kalibracné konStanty sa ziskavaju vypoctom opierajucim Sa 0 znalost’
Struktury prisluSnych faz a zohl'adiiujucim experimentalne usporiadanie

metoda bez Standardu
metoda kvantitativnej fAzovej analyzy vyuzivajica vopred stanovené kalibracné
konStanty pre vSetky kryStalické fazy (va€Sinou pre najsilnejSiu difrakénu €iaru
fazy), o ktorych sa predpoklada, Ze st sucastou vzorky

Pomer hmotnostnych koncentracii dvoch faz sa urcuje zo suc¢inu pomeru in-
tenzit ich difrakénych &iar a pomeru prislusnych kalibraénych konstant. Spe-
cidlnym iteraénym postupom vSak tento pomer moZzno ziskat’ aj bez vopred sta-
novenych kalibracnych konstant.

metoda referencnych zmesi
metoda kvantitativnej fazovej analyzy, pri ktorej sa difraktogram Studovanej
vzorky porovnava so sériou vopred ziskanych difraktogramov vzoriek s roznym
percentualnym zastdpenim tych istych faz

metoda pridavku
metoda kvantitativnej fazovej analyzy, pri ktorej sa hmotnostna koncentrécia
konkrétnej fazy ziskava meranim integralnej intenzity vybranej difrakénej Ciary
na troch zaznamoch ziskanych snimkovanim pévodnej vzorky a d’alSich dvoch
vzoriek, do ktorych sa postupne pridava zname mnozstvo sledovanej fazy
Uplatnuje sa pri niz§ich koncentracidch sledovanej fazy.

zried’ovacia metoda
metdda kvantitativnej fizovej analyzy, pri ktorej sa do Studovanej vzorky prida-
va iny material v znamej hmotnostnej koncentracii, ktory neobsahuje Ziadnu
Z faz pritomnych vo vzorke (mo6ze byt aj amorfny); hmotnostnd koncentracia
sledovanej fazy sa uruje zo zmeny integralnej intenzity niektorej jej difrakcne;
Ciary, priCom treba pocitat’ aj so zoslabenim Ziarenia prechodom cez pridavany
material

Pouziva sa pri vyssich koncentracidch sledovanej fazy.

faktorova analyza
metoda kvantitativnej fazovej analyzy, pri ktorej sa zo Studovanej vzorky vytvo-
ri viacero frakcii s kvalitativne zhodnym, ale kvantitativne odliSnym fazovym
zloZenim

Metodou vnutorného Standardu sa potom urcia kalibraéné konstanty pre jed-
notlivé fazy s vyuzitim vSetkych frakcii. Rozdiely vo vysledkoch sa pripisuja
najméi rozdielnej redlnej Strukture frakcii a daji sa zohl'adnit’ pri vyslednom ur-
c¢ovani hmotnostnych koncentracii jednotlivych faz obsiahnutych v Studovane;j
vzorke.
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rietveldovska kvantitativna analyza
sposob urcenia podielov jednotlivych faz vo vzorke, pri ktorom sa vyuzivaji in-
formacie z celého difrakéného zaznamu vratane pozadia, nie iba z difrakénych
Ciar (tzv. full-pattern-analysis)

Difrakény zdznam analyzovanej vzorky sa vyjadri ako mnohorozmerny vek-
tor x (xq,x9,...,%,), kde stradnice x; predstavuju intenzity difraktovaného
ziarenia v jednotlivych bodoch difrakéného zaznamu, a rovnako sa vyjadria dif-
rakéné zaznamy Cistych faz ako y; (¥j1,¥j2,...,Yjn) Obsiahnutych vo vzorke
(ziskavaju sa experimentalne alebo vypoctom na zdklade znalosti ich krystalo-
vej Struktury), pricom sa hl'adaju také ich koncentracie wj, pri ktorych vyraz

n
X = z W;yj
j=1

2
R(wy, wy, .. ywp) =

dosahuje miniméalnu hodnotu.

vypocitany difrakény zaznam
difrakény zdznam ziskany vypoctom difrakénych uhlov a intenzit difrakénych
¢iar zodpovedajucich konkrétnej krystalickej faze alebo zmesi faz, a to na za-
klade udajov o ich krystalovej Strukture

Porovnavanie vypocitanych a experimentdlne ziskanych difrakénych zazna-
mov je zakladom rietveldovskych postupov pri kvantitativnej analyze a pri
spresiiovani kryStalovych Struktur.

semikvantitativna fazova analyza
priblizné urCovanie fazového zloZenia zmesi krystalickych latok vizuadlnym po-
rovnavanim difraktogramu analyzovanej vzorky so suborom vypocitanych dif-
rakénych zdznamov

mapovanie fazového zloZenia
experimentéalne urCovanie lateralneho rozlozenia faz v Studovanej vzorke

profilovanie fazového zloZenia
experimentalne uréovanie hlbkového rozlozenia iz v Studovanej vzorke
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C 4 Textara polykrystalickych vzoriek

textdra (syn. prednostna orientécia)
vyraznejSie zastupenie niektorej orientdcie kryStalickych zfn v polykrystalickej
vzorke

Textlrou sa vyznacuju prakticky vSetky technicky pouZivané polykryStalické
latky, ale aj niektoré horniny. Prejavuje sa vo vzorkach tvorenych fazami
s dobrou a vybornou Stiepatelnostou (napr. grafitom, galenitom, trigonalnymi
karbonatmi, sl'udami) alebo pri dostato¢ne jemnozrnnych fazach so zachovanou
morfologiou krystalov (napr. horninotvornych zeolitoch, azbestoch, ilovych mi-
neraloch). Vznikd najmé pri krystalizacii, plastickej deformécii, pri technolo-
gickej priprave a Uprave materialov — valcovani a tahani za studena, elektroly-
tickom alebo inom nanaSani tenkych vrstiev. Podmienuje anizotropiu fyzikal-
nych vlastnosti materialov. Zobrazuje sa pélovymi obrazcami konstruovanymi
pomocou stereografickej projekcie alebo pomocou orienta¢nej distribu¢nej
funkcie. Textura nevplyva na polohy difrakénych maxim, ovplyviiuje len ich
intenzity.

0s textury
smer v skimanej vzorke, vzhl'adom na ktory sa kryStalické zrnd vo vzorke
prednostne orientuju niektorym svojim vyznamnym kryStalografickym smerom
Konkrétny krystalograficky smer kryStalitov moze byt rovnobezny s 0Sou
textdry alebo s nou méze zvierat’ urcity uhol. Vo vzorkach s vlaknovou textarou
je os textary zhodnéa s osou vlakna.

stupen textury
kvantitativny parameter, ktory udava pomerna Cast’ prednostne orientovanych
krystalickych zfn polykrystalickej vzorky; vzorka s dokonale ndhodnou orienta-
ciou zfn je bez textiry

typ textary
kvalitativny parameter vyjadrujdci spdsob usporiadania krystalickych zin
vo vzorke s textdrou alebo proces, pri ktorom textdra vznika

Podl'a usporiadania kryStalickych zfn sa rozliSuji jednoosova, dvojosova,
pripadne viacosova textara, podla procesov veducich k vzniku textdry najma
deformacna textara a kryStalizacna textira.

pélovy obrazec
stereografickd projekcia Casti projekcnej gule, na ktorej je vrstevnicami zndzor-
nend hustota polov zvolenej mriezkovej roviny, resp. krystalografického smeru
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V polovom obrazci byva vyznaceny aj smer (alebo smery), ktory charakteri-
zuje orientaciu vzorky. Na zaklade toho mozno z pélového obrazca vycitat’ su-
vislost’ medzi tvarom, resp. orientaciou vzorky, a vzniknutou texturou.

pol mriezkovej roviny
priese¢nik normaly na zvolenui mrieZkovl rovinu konkrétneho krystalitu vzorky
S projek¢énou gulou

Termin sa pouziva pri zndzorneni textiry pomocou stereografickej projekcie.
Poly zodpovedajuce rovine s istym Millerovym symbolom a reprezentujuce
rozne krystality vytvaraju na projekénej guli mnozinu bodov, ktora v pripade
vzorky bez textury ma na rozdiel od vzorky s textirou vSade rovnaku hustotu.
Pre nazornost’ sa miesta S rovnakou hustotou pélov méZu pospéjat’ vrstevnicami
alebo zobrazit’ odlisnymi farbami.

orienta¢na distribu¢na funkcia
funkcia sluziaca na 3D prezentéciu textiry v polykrystalickej vzorke; vyjadruje
objemovy zlomok krystalickych zin s ur¢itou orientaciou v zavislosti od troch
vhodne zvolenych uhlovych suradnic, zvycajne Eulerovych uhlov

Vztahuje sa na orientaciu konkrétnej mrieZkovej roviny alebo kryStalogra-
fického smeru a matematicky sa vyjadruje pomocou modifikovanych gulovych
funkcii vzhl'adom na stiradnicovu ststavu viazani na vonkajsi tvar vzorky. Ne-
da sa merat’ priamo, ziskava sa na zaklade viacerych pélovych obrazcov. Kedze
je funkciou troch premennych, prezentuje sa formou série rezov pre vybrane
hodnoty jednej z troch uhlovych premennych.

jednoosova textura (syn. axialna textura)
textara, ktoru je mozné tplne charakterizovat’ jedinou 0sou textiry

Os textury je uréitym sposobom spojend S tvarom, resp. s vyznamnym sme-
rom vzorky, napr. s osou drotu. V polykrystalickych tenkych vrstvach byva
vyznamnym smerom normala povrchu podlozky.

vlaknova textura
jednoosova textura, pri ktorej krystalické zrna tvoriace kompaktné vlakno maju
tendenciu orientovat’ sa niektorym svojim kryStalografickym smerom najcastej-
Sie rovnobezne s 0sou VIakna — osou textury; orientacia ostatnych krystalogra-
fickych smerov je nahodna

Vyskytuje sa v drotoch tahanych za studena, charakterizuje sa symbolom
prislu§ného krystalografického smeru zvierajuceho s osou textdry isty uhol. Pri
jednoduchej vlaknovej textare je vyznamny kryStalograficky smer rovnobez-
ny s osou textary, pri prstencovej vlaknovej texture je na nu kolmy a pri $pi-
ralovej vlaknovej textare zviera s fiou urcity uhol.

dvojosova textura
textura, pre ktoru su charakteristické dve osi textary
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Obidve osi textry su ur¢itym spésobom spojené s tvarom, resp. orientaciou
vzorky. V polykrystalickych tenkych vrstvach nanesenych na monokrystalické
podlozky byva jedna os textury orientovana v smere normaly povrchu podloz-
ky, druha os je oby€ajne vyznamnym kryStalografickym smerom podlozky rov-
nobeznym s jej povrchom. Limitnym pripadom dvojosovej textury vrstiev na
monokrystalickych podlozkach je epitaxna vrstva. K osiam textiry sa moZe
v ramci tej istej polykrystalickej vzorky orientacne viazat’ viacero (neekviva-
lentnych) krystalografickych smerov tej istej fazy, pripadne aj niekol’kych od-
lisnych faz. Takyto typ textary byva ozna¢eny ako viacnasobna textura.

valcovacia textura
dvojosova textura, ktora sa pozoruje v plechoch pripravenych valcovanim za
studena

Oznacenie textury odzrkadl'uje vyrobny proces v metalurgickom priemysle,
pri ktorom bol zisteny jeden z najstarSich zdokumentovanych typov textiry.
Dve osi textury su spojené s normalou roviny valcovania a so smerom valcova-
nia. Textara sa oznacuje kombinaciou Millerovho symbolu mriezkovej roviny,
ktord mé tendenciu sa ukladat’ rovnobezne s rovinou valcovania, a symbolu vy-
jadrujiceho krystalograficky smer, ktory mé tendenciu orientovat’ sa rovnobez-
ne so smerom valcovania, napr. (110)[112].

rastova textdra
textura vznikajuca pri kryStalizacii v chladntcich taveninach, pri nanaSani vrs-
tiev na podlozky pri depozi¢nych technologiach

Vyznamnym smerom z hladiska vzniku textary pri chladnuti je smer tepel-
ného toku.

deformacna textura
textura vytvorena mechanickym namdhanim vzoriek prekracujicim medzu
pruznosti, t. j. plastickou deformaciou
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C 5 Difrak¢na tenzometria a difrakéna topografia

Difrakéna tenzometria

difrakéna tenzometria
meranie zvySkového mechanického napitia v materidloch pomocou difrakcie
rtg ziarenia alebo difrakcie neutronov

Zvyskové napitie sa uruje na zaklade relativnych zmien medzirovinnych
vzdialenosti sluziacich na vypocet suradnic tenzora deformacii; pri znalosti mo-
dulov pruznosti mozno vypocitat’ prisluSné mechanické napétie. Vzhl'adom na
mal hibku prieniku rtg Ziarenia sa pomocou rtg difrakcie ziskava informécia
0 napéti len z tenkej povrchovej vrstvy vzorky. Na meranie napdtia vo vac¢sich
hibkach sa pouZiva neutrénové Ziarenie.

vonkajsie napiitie
mechanicke napdtie v skiimanej vzorke vyvolané vonkaj$imi silami

V pripade, Ze nenastala plasticka deformécia vplyvom posobiacich sil, po ich
odstraneni toto napatie vo vzorke zanika.

zvySkové napiitie
mechanickeé napétie, ktore existuje v materialoch bez posobenia vonkajsich sil
Vznikd pocas vyroby suciastok pri mechanickom, tepelnom alebo chemic-
kom spracovani a pri nanasani tenkych vrstiev. Ma vplyv na polohu a Sirku dif-
rak¢énych Ciar.

zvySkové napitie I. druhu
zvySkové napitie, ktoré je priblizne homogénne Vv oziarenom objeme vzorky po-
rovnateI'nom s celym objemom meraného telesa

Sposobuje priblizne rovnaku zmenu medzirovinnych vzdialenosti v celom
difraktujucom objeme, a tym aj zmenu prislusnych difrakénych uhlov

zvySkové napitie II. druhu
zvyskové napitie, ktoré je priblizne homogénne len v objeme jedného krystalitu
Sposobuje odlisné zmeny medzirovinnych vzdialenosti v difraktujicom ob-
jeme vzorky, a tym aj rozsirenie prislusnych difrakénych ¢iar.

zvySkové napitie 111. druhu

zvyskové napitie, ktoré je nehomogénne uz na trovni jednotlivych krystalitov
Sposobuje rozsirenie difrakénych Ciar, pripadne aj pokles ich intenzity.
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metdda jednej expozicie
difrak¢na metdda merania zvySkového napitia vyuzivajica difrakéné stopy na-
chadzajuce sa na protilahlych stranach stopy difrak¢éného kuzela, ktoré pocha-
dzaju od krystalickych zfn r6zne naklonenych vzh'adom na povrch vzorky
Metdda umoziuje vypocitat’ suradnice tenzora zvySkového napétia v rovine
rovnobeznej S povrchom vzorky.

metoda dvoch expozicii
difrak¢nd metdoda merania zvySkového napitia, pri ktorej sa vyuzivaji dve ex-
pozicie lisiace sa uhlom medzi primarnym zviazkom ziarenia a norméalou na po-
vrch rovinnej vzorky

Metoda umoziuje vypocitat’ suradnice tenzora zvySkového napitia v rovine
rovnobeznej s povrchom vzorky.

metdda sin?
difrakéna metdéda merania zvySkového napatia, pri ktorej sa premeriava profil
difrak¢énej Ciary vhodne zvolenej difrakcie hkl pri r6znych uhloch y néklonu
povrchu vzorky vzhl'adom na difraként rovinu

Metoda vyuziva linearnu zavislost’ relativnej zmeny medzirovinnej vzdiale-
nosti Adyy;/dp, 0d parametra sin? . Meranie pri réznych azimutalnych uh-
loch @ vrovine povrchu vzorky umoznuje stanovit vSetky sUradnice tenzora
malych deformacii. Metdda jednej expozicie a metéda dvoch expozicii su zjed-
nodusenou modifikaciou metody sin? .

Difrakcéna topografia

difrak¢éna topografia
skupina experimentalnych zobrazovacich metod, ktoré vyuzivaju difrakciu
rontgenového alebo neutronového ziarenia na zviditeI'nenie poruch krystalove;
mriezky vo vel'mi dokonalych monokrysStaloch

Na rozdiel od elektronovej difrakcie pri topografii nedochadza k zvaéseniu
obrazu, preto je jej vyuzitic ohrani¢ené na kryStaly s malou hustotou pordch.
Difraktovany zvazok sa registruje vhodnym dvojrozmernym detektorom
s dostato¢nym rozliSenim, zaznamenany obraz sa nazyva topogram. Na inter-
pretaciu obrazu sa vyuziva vylu¢ne dynamicka teoria difrakcie.

difrakény kontrast
lokalna zmena intenzity difraktovaného ziarenia sposobena pritomnost'ou Struk-
tarnej poruchy v danej oblasti krystalu

Kazda porucha sposobuje vychylenie stavebnych ¢astic zo svojich pravidel-
nych poldh v krystalovej Struktare, ¢o zapri¢inuje lokalne naruSenie periodicity
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S ndslednou zmenou intenzity difraktované¢ho Ziarenia. Ak je hustota poruch
mala, t. j. rozmer nenarusenych oblasti medzi poruchami je va¢si ako extinkéna
dizka, kontrast sposobeny poruchami sa da objasnit’ pomocou dynamickej tedrie
difrakcie. Difrakény kontrast umoziiuje zviditeI'nenie porach pomocou difrakc-
nej topografie.

orienta¢ny kontrast
kontrast sposobeny zmenou difrakénej polohy €asti inak dokonalého krystalu
Zmena difrakénej polohy mozZe byt spdsobend pootoenim Casti kryStalu so
zachovanim jeho mriezkovych parametrov, zmenou mrieZkovych parametrov so
zachovanim jej orientacie, alebo sui€asnym pdsobenim obidvoch faktorov.

extinkény kontrast
kontrast sposobeny lokalnym zakrivenim mriezZkovych rovin v okoli poruchy

Kazda porucha, ktora sposobuje deformaciu mriezky, méze byt charakteri-
zované vektorovou funkciou — elastickym posunutim wu(r) —, ktord mozno zis-
kat’ metodami tedrie elasticity. Extinkény kontrast v okoli poruchy vznika len
Vv pripade, ked’ je splnend podmienka u - h # 0, kde h je difrakény vektor pri-
sluSnej difrakcie. Podmienka sa vyuziva pri urovani Burgersovych vektorov
dislokacii a pri analyze vrstevnych chyb pomocou rtg topografie a elektrénovej
difrakcie.

polychromaticka topografia
metoda vyuzivajica polychromaticky zvdzok Ziarenia, ktorej vyhodou je, Ze na
splnenie difrakénych podmienok sa nevyzaduje presna orientdcia vzorky vzhl'a-
dom na zvézok primarneho Ziarenia

Prednost'ou metody je jednoduchost’ a rychlost’. Pri tejto metode je vhodné
pouzivat’ synchrotrénové ziarenie.

Bergova-Barrettova metdda
najstarSia a experimentalne najmenej narocna metoda rtg difrak¢nej topografie
Metoda vyuziva nemonochromatizované ziarenie (difraktuju obidve zlozky
dubletu Ka, ;) a difrakciu v Braggovej geometrii, preto sa zobrazuje len vrstva
kry$talu tesne pri jeho povrchu. Pri registracii obrazu je vzorka nepohybliva.
Modifikacia vyuzivajuca Laueho geometriu je oznaCovana ako Barthova-
Hosemannova metoda.

Langova metoda
najrozsirenej$ia metdda rtg difrakcnej topografie

Metoda vyuziva monochromatizované ziarenie a difrakciu v Laueho geomet-
rii (na prechod). Na monochromatizaciu sa nepouziva kryStalovy monochroma-
tor, zlozka Ka, zo spektra laboratérneho zdroja sa odstrani vhodnou vol'bou
Strbin vymedzujucich primarny zvizok. PocCas registracie obrazu vzorka spolu
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so zdznamovym médiom méze vykonavat' transla¢ny pohyb v smere priblizne
kolmom na primarny zvézok, ¢o umoznuje nasnimanie obrazu SirSicho, ako je
Sirka zvdzku. Usporiadanie, pri ktorom vzorka vykonava translacny pohyb, sa
oznacuje ako projekcna topografia.

dvojkrystalova topografia
metoda rtg difrak¢nej topografie zalozend na postupnej difrakcii Ziarenia na
dvoch krystaloch v Braggovej geometrii

Dvojkrystalova topografia sa najastejSie vyuziva v nedisperznom usporia-
dani, zriedkavejSie v disperznom usporiadani. Vol'bou asymetrickej difrakcie na
prvom krystali sa da dosiahnut’ roz$irenie zvézku, a teda zvacSenie snimanej ob-
lasti druhého (analyzovaného) krystalu. Pri registracii obrazu je vzorka nepo-
hyblivd. Metdda sa pouziva na zviditenenie malych zmien mriezkového para-
metra, pri¢om sa registruju relativne zmeny velkosti ~107°. Zvysenie citlivosti
sa dosahuje nastavenim krystalu do polohy, ktora zodpoveda miestu s najvicSou
strmostou difrakénej krivky. V anglic¢tine sa dvojkrystalova topografia zvykne
oznacovat aj ako plane-wave topography.

sekvencéna topografia
metoda rtg difrak¢énej topografie zalozend na postupnom nasnimani série topo-
gramov metodou dvojkrystalovej topografie, priCom jednotlivé topogramy sa
ziskavaju pri orientacidch skamaného krystalu, ktoré zodpovedaju r6znym bo-
dom na difrak¢nej krivke

sekéna topografia
modifikacia Langovej metddy rtg difrakénej topografie, pri ktorej sa poloha
vzorky pocas expozicie nemeni

Metdéda vyuziva extrémne zuzeny primdrny zvdzok a vyzaduje zdroje
S vysokou intenzitou ziarenia a veI'mi malym ohniskom. Zvizok je podstatne
uz§i nez hrabka vzorky, ktora sa pocas registracie obrazu nepohybuje. Na sek¢-
nom topograme je zaznamenana oblast’ krystalu, ktora zodpoveda Borrman-
novmu trojuholniku. Na sekénych topogramoch vel'mi dokonalych planparalel-
nych krystalov su viditel'né pruzky zodpovedajuce javu nazyvanemu pendello-
sung.

limitovana projek¢éna topografia
modifikacia Langovej metody rtg difrakénej topografie, ktord je kombinaciou
konvencnej Langovej metody a sekénej topografie

Metoda podobne ako sekéna topografia vyuziva vel'mi tzky zvizok primar-
neho Ziarenia. Presnym nastavenim a ztzenim Strbiny medzi vzorkou a zazna-
movym médiom sa z difraktovaného zvizku vy¢leni tizka Cast’, ktora zodpoveda
vrstve s definovanou hribkou a v pozadovanej hibke vo vzorke. Pocas registra-
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cie obrazu moZze vzorka spolu so zdznamovym médiom vykondvat translaény
pohyb v priblizne kolmom smere na primarny zvéizok, ¢o umoziuje nasnimanie
obrazu tenkej vrstvy vzdialenej od obidvoch povrchov vzorky. Metoda sa pou-
ziva v pripadoch, ked’ nie je mozné odstranit’ poruSenti povrchovua vrstvu vzor-

Ky.

synchrotronové topografia
polychromatickd topografia vyuzivajica synchrotrénové Ziarenie
Synchrotronova topografia v porovnani s inymi technikami umoziuje pod-
statne skratit’ expozi¢ni dobu. Vzhl'adom na vécSie rozmery primarneho zvizku
pocas expozicie nie je potrebna translacia vzorky. PouzZitim nemonochromatizo-
vaného Ziarenia je mozné suicasne zaznamenat’ viacero topogramov rozmiestne-
nych podobne ako difrakéné stopy na lauegrame.

retikulografia
novsia verzia difrakcnej topografie, pri ktorej sa medzi ploSne ozarovant vzorku
a plosny detektor vklada jemna husta kovova sietka, ktora na detektore vytvara
tienl s tvarom rastra; difraktované ziarenie prichddzajice z Casti kryStalu defor-
movanej lokdlnou poruchou ma odliSny smer ako Ziarenie z neporusenej Casti,
¢im sa obraz rastra na detektore deformuje

Takagiho rovnice
sustava linearnych diferencialnych rovnic 1. rddu opisujucich difrakciu v silne
deformovanych krystaloch

Rovnice sa vyuzivaju pri vypoctoch teoretickych reflexnych kriviek a pri si-
mulaci kontrastu v difrak¢nej topografii.
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D Experimentalne zariadenia difrakénych
metod

D1 Praskové komorky

difrakéna komorka
zariadenie sliziace na umiestnenie zadznamoveho media (fotografickeho filmu
alebo zobrazovacej fdlie), na ktore sa zachytava difrakény obraz

praskova komorka
difrakénd komorka, v ktorej sa snimkuju polykrystalické vzorky

NajcastejSie ma tvar valca, priCom zaznamové medium sa vklada na jeho
vnutornu stenu. Sklada sa z drziaka vzorky, kolimatora, vstupnej Strbiny, filmo-
vej kazety, lapaca primarneho zvizku a fluorescen¢ného tienidla.

drziak vzorky
zariadenie na upevnenie vzorky v komorke alebo v difraktometri, ktoré umoz-
nuje umiestnit’ vzorku na pozadovanom mieste a v pozadovanej polohe vzhl'a-
dom na smer primarneho zvézku

Ststavné otacanie vzorky umoznuje rotaény drziak, ktorym sa zabezpecuje,
aby sa do difrak¢nej polohy dostal podstatne vacsi pocet krystalitov.

filmova kazeta
kazeta na ulozenie zdznamového média pouzivana vtedy, ked’ sa médium ne-
vklada priamo do difrakénej komorky

Mbze byt rovinna (obdiznikova alebo kruhova), valcova alebo kuZelova.
Pouziva sa aj pri monokrystalovych metodach.

kolimator
zariadenie sluZziace na obmedzenie divergencie a na vymedzenie rozmeru (prie-
rezu) a tvaru primarneho zvizku ziarenia

lapac€ primarneho zvizku
rarka zvyc¢ajne s kruhovym prierezom umiestnena oproti kolimatoru, do ktorej
vstupuje ta cast’ primarneho zvizku, ktora sa nerozptylila na vzorke

vstupna Strbina
Uzky otvor s obdlznikovym prierezom, ktorym do praskovej komorky vstupuje
primarny zvazok ziarenia

centrovanie vzorky
¢innost’, ktorej ciel'om je umiestnit’ vzorku tak, aby pri rotacii okolo osi komor-
Ky neoscilovala

114



D1 Praskové komorky

komorka s fokusaciou
komorka s takym usporiadanim svojich Casti, pri ktorom sa zvizok difraktova-
nych lucov zodpovedajucich niektorému z difrakénych maxim zbieha do miesta
detekcie

Zabezpecuje sa tym vysSia rozliSovacia schopnost’ merania a presnost’ stano-
venia poloh difrakénych ¢iar. Opakom sU komoérky s nefokusaénym usporia-
danim.

fokusa¢na kruznica
kruznica, na ktorej sa zbiechaju (fokusuju) difraktované lace z roznych miest
vzorky zodpovedajuce tomu istému difrakénému maximu

Ak je povrch vzorky rovinny, tak je dotykovou rovinou fokusacnej kruznice;
ak je ohnuty, tak kopiruje jej tvar. Na fokusa¢nej kruznici lezi aj vstupna Strbina
komorky.

Debyeova-Scherrerova komoérka
valcovita praskova komorka, v ktorej sa vzorky tvaru tenkej ty¢inky vkladaja do
osi komorky, primarny zvdzok dopada kolmo na jej os a valcovy film sa umies-
tiluje na vnutornt stenu komorky

Tyc¢inkové vzorky sa zvy€ajne upeviiuji do rotacného drziaka, film sa umies-
thuje po obvode komorky v Debyeovom, Straumanisovom alebo vo van Arke-
lovom usporiadani. Do komorky sa méze umiestnit’ aj plochd polykrystalicka
vzorka. Ziskany difraktogram sa nazyva debyegram, metoda snimkovania je
Debyeova-Scherrerova metdda, usporiadanie sa oznacuje ako Debyeovo-
-Scherrerovo usporiadanie, ktoré patri medzi nefokusa¢né.

Debyeovo-Scherrerovo uloZenie filmu
symetrické ulozenie filmu v Debyeovej-Scherrerovej komorke, pri ktorom pri-
marny zvazok vstupuje do nej stredom filmu

van Arkelovo uloZenie filmu
symetrické ulozenie filmu v Debyeovej-Scherrerovej komorke, pri ktorom pri-
marny zvazok vstupuje do nej medzi okrajmi filmu protil'ahlymi k jeho stredu

Straumanisovo uloZenie filmu
ulozenie filmu v Debyeovej-Scherrerovej komorke, pri ktorom film je okolo
vstupnej Strbiny (kolimatora) ulozeny asymetricky

Toto ulozenie umoznuje urcit’ efektivny polomer komoérky a tym presnejsie
vypocitat’ difrak¢éné uhly bez pouzitia Standardu.

komoérka s rovinnym filmom
difrakéné zariadenie s odnimatelnou rovinnou filmovou kazetou, ktora sa
umiestiiuje kolmo na primarny zvizok Ziarenia, a to pred skimanu vzorku alebo
za nu
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Pri hrubych vzorkéch, cez ktoré nedokdze preniknut’ Ziarenie, sa film umies-
tiiuje pred vzorku (Iu¢ prechadza otvorom vo filme a aZ potom dopada na vzor-
ku), takze na filme sa nasnimaju difrakéné maxima s vel’kymi difrak¢nymi uh-
lami (6 > 45°); ide o usporiadanie na odraz. Pri tenkych vzorkéach sa film
umiestfiuje za vzorku a snimaju sa difrakéné maxima s malymi difrakénymi uh-
lami (6 < 45°); ide o usporiadanie na priechod. Obidve usporiadania patria
medzi nefokusacné.

kuzelova komorka
komorka, ktorou sa priméarny zvézok $iri pozdiZ jej osi; film sa umiestiiuje na
vnutorn kuzel'ovitll stenu komorky

Vyuziva sa napr. na identifikdciu textir. Usporiadanie patri medzi nefoku-
sacné.

Seemannova-Bohlinova komorka
komorka valcovitého tvaru, v ktorej sa vzorka aj vstupna $trbina umiestiuji na
jej obvod, ¢im sa dosahuje, Ze vnitorny obvod valca, na ktory sa umiestiiuje aj
film, je totozny s fokusacnou kruznicou

Difrakéné maxima po celom obvode komdrky st ostré, usporiadanie patri
medzi fokusacné.

Prestonova komorka
symetricky variant Seemanovej-Bohlinovej komérky, pri ktorom sa vzorka
umiestnuje na obvod komorky oproti vstupnej Strbine, takze vzdialenost” vstup-
nej Strbiny od povrchu vzorky sa rovna priemeru valcovej komorky

Guinierova komorka
Seemannova-Bohlinova komorka doplnena o krystalovy monochromator pri-

marneho zvizku; vyuziva sa na registrovanie difrakénych maxim pri nizkych
uhloch 6

malouhlova komérka (syn. Kratkého komorka)
komorka uréena na zaznamenanie rozptyleného Ziarenia v blizkosti primarneho
zvézku, t. j. pri veI'mi malych rozptylovych uhloch

Jej zdkladom je dokonald kolima¢na sustava vymedzujuca primarny zvdzok

ziarenia s extrémne nizkou divergenciou. Vyuziva sa pri malouhlovom rozptyle
(SAXS).

Gandolfiho komorka
komorka sluziaca na ziskanie simulovaného praskového difrakéného zaznamu

snimkovanim malého monokrystalu rotujiceho okolo dvoch osi zvierajucich
uhol 45°

vysokotlakova komorka
komorka umoznujtca ziskat’ difrakéné zaznamy vzoriek pri vysokom tlaku
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nizkoteplotna komérka
komorka umoziujuca ziskat difrakéné zaznamy vzoriek pri teplote nizSej nez
izbova teplota, najCastejsie pri teplote kvapalného dusika, extrémne pri teplote
kvapalného hélia

vysokoteplotnd komérka
komorka umoznujuca ziskat' difrakéné zaznamy pri teplote vysSej nez izbova
teplota, v extrémnych pripadoch az po bod topenia vzorky

vakuova komorka
komorka umoznujuca ziskat’ difrakéné zaznamy vzoriek pri zniZzenom tlaku
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D 2 Difraktometre a goniometre

difraktometer
pristroj na elektronické snimanie difrakéného obrazu jeho postupnym premeria-
vanim bodovym detektorom alebo sti¢asnym meranim viacerych jeho Casti po-
lohovo citlivym detektorom — linearnym alebo ploSnym

Podla typu vzoriek sa rozliSuju polykrystalové (praskové) difraktometre
a monokrystalové difraktometre; podla pouzit¢ho druhu Ziarenia sa delia na
rontgenové a neutronoveé difraktometre.

monokrystalovy difraktometer
difraktometer na elektronické snimanie difrakéného obrazu monokrystalov
umoziujuce ziskat’ Cislicové zaznamy o polohéach a intenzitach difrakénych ma-
Xim

Jednotlivé difrakéné maxima sa ziskavaji postupnym nataéanim skumané-
ho krystalu do difrakénych poloh a nastavenim detektora do smeru prislusného
difraktovaného luca. Difraktometre sa rozliSuja podl'a poc¢tu osi, okolo ktorych
sa moze otacCat’ krystal a detektor. V $tvorkruhovom difraktometri sa orienta-
cia kryStalu nastavuje otoCenim okolo troch osi oznacovanych ako y, ¢, w a
detektor sa otaca okolo 0si, ktora je geometricky totozna s 0SO0U w. Monokrysta-
lovy difraktometer sa sklad4 zo zdroja Ziarenia, Z kolimacnej sustavy, zo vstup-
nej a vystupnej strbiny, z goniometra, detektora, ramena detektora, pohonov na
nastavenie polohy krystalu a detektora a z ovladacej elektroniky. Suc¢astou dif-
raktometra mozu byt aj r6zne typy monochromatorov.

polykrystalovy difraktometer (Syn. praskovy difraktometer)
difraktometer na elektronické snimanie difrakéného obrazu polykrystalickych
vzoriek pohybom detektora po kruznici sledujicej obvod goniometra

Umoznuje ziskat’ analogové aj digitalne difrakéné zdznamy sluziace na urce-
nie uhlov a intenzit difrakénych Ciar, ako aj pozadia. Sklada sa zo zdroja ziare-
nia, z kolimacnej ststavy, zo vstupnej a vystupnej strbiny, z goniometra, detek-
tora, ramena detektora, pohonov a z ovladacej elektroniky. Sucastou difrakto-
metra mozu byt aj rdézne typy monochromatorov zaradenych do primarneho
alebo aj do difraktovaného zvéazku. S pouzitim linearneho polohovo citlivého
detektora s dostatocne velkym uhlovym rozsahom je mozné nasnimat’ cely dif-
rak¢ény zaznam bez pohybu detektora.

neutronovy difraktometer
difraktometer, v ktorom sa na difrak¢nt analyzu vyuziva zviazok tepelnych neu-
tronov
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Pri merani sa registruje intenzita zvézkov koherentne rozptylenych
vV roznych smeroch jadrami alebo magnetickymi momentmi atomov Studovane;j
latky. Jeho hlavnymi sucastami sU goniometer a detektor neutronov. Zdrojom
neutrénov byva jadrovy reaktor alebo spala¢ny zdroj, ktoré sa paralelne vyuzi-
vaju aj v d’alsich experimentalnych zariadeniach.

kolimac¢na sustava
ststava $trbin vymedzujuca smer a Sirku primarneho i difraktovaneho zvézku
Ziarenia

Namiesto terminu Strbina sa pri difraktometroch zvykne pouzivat aj mene;j
vystizny termin clona. V angli¢tine sa pouziva vyhradne termin slit.

divergencia zvazku
rozbiehavost’ zvizku primarnych alebo difraktovanych la¢ov
Rozbiehavost’ zviazku v difrakénej rovine charakterizuje ekvatorialna di-
vergencia, rozbiechavost’ v rovine kolmej na difrak¢na rovinu charakterizuje
axialna divergencia. Hodnoty divergencie zvazkov patria medzi zakladne pa-
rametre dané¢ho usporiadania, mézu ovplyvnit' presnost merania difrakénych
uhlov.

vstupna Strbina
Strbina, ktorou vstupuje primarny zvizok ziarenia do oblasti goniometra

V usporiadani vyuzivajucom paralelny primarny zvidzok vymedzuje Sirku
tohto zvézku, ale nema vplyv na jeho divergenciu.

divergencna Strbina
vstupna Strbina, ktorou sa v Braggovom-Brentanovom usporiadani vymedzuje
divergencia (rozbiehavost’) primarneho zvidzku Ziarenia

Zmenou divergencie zviazku mozno ovplyvnit’ vel'kost” oziarenej plochy na
vzorke.

automaticka divergencna Strbina
divergen¢na Strbina s premenlivou Sirkou, ktorda moze v priebehu merania ply-
nule menit’ divergenciu zvizku

Pouzitim automatickej divergencnej Strbiny je mozné dosiahnut’, aby bola
pocas merania oziarena vzdy rovnako velké plocha vzorky.

Sollerova clona
ststava navzajom rovnobeznych Strbin vytvorena z tenkych kovovych lamiel,
ktord sltizi na obmedzenie divergencie primarneho alebo difraktovaného zvazku
Zaradenim Sollerovej clony sa ¢iastoCne znizuje intenzita zvdzku ziarenia,
pricom jeho efektivny prierez zostdva nezmeneny. NajcastejSiec sa pouziva na
znizenie axialnej divergencie zvazku. Zaradenim Sollerovej clony sa Ciarové
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ohnisko rtg lampy virtualne rozdeli na subor bodovych ohnisk. Specidlny typ
Sollerovej clony s lamelami kolmymi na difraként rovinu sa pouziva pri malo-
uhlovej difrakcii, umiestiiuje sa pred detektor.

Strbina detektora
Strbina, ktora vymedzuje Sirku zvédzku difraktovaného Ziarenia vstupujiceho do
detektora

Je umiestnend tesne pred detektorom, vymedzuje snimany uhlovy interval,
jej zuZenim sa zvysuje rozliSovacia schopnost, ale zmenSuje sa tok vstupujice-
ho Zziarenia.

goniometer
mechanicka sucast’ difraktometra sliZiaca na presné nastavenie uhlovej polohy
vzorky a ramena detektora, resp. ramena rtg lampy a ramena detektora

rovina goniometra
rovina, v ktorej lezi stred vstupnej Strbiny, stred oZiarenej Casti vzorky a stred
detektorovej Strbiny

V rovine goniometra leZi aj stred ohniska zdroja ziarenia. Rovina goniometra
je rovnobezna s difrakénou rovinou.

0S goniometra
spolo¢na os otaCania vzorky aramena detektora, resp. ramena rtg lampy
a ramena detektora

Os goniometra je kolma na rovinu goniometra.

polomer goniometra
vzdialenost’ osi goniometra od ohniska zdroja Ziarenia

V Braggovom-Brentanovom usporiadani sa vzdialenost’” medzi Strbinou de-
tektora a osou goniometra musi rovnat’ polomeru goniometra.

horizontalny goniometer
goniometer, ktorého rovina je vodorovna

V usporiadani s horizontalnym goniometrom je zdroj Ziarenia nepohyblivy,
otacat’ sa moze vzorka a rameno detektora.

vertikalny goniometer
goniometer, ktorého rovina je zvisla
V usporiadani s vertikalnym goniometrom je vzorka obycajne nepohybli-
va, otacat’ sa moze rameno so zdrojom ziarenia a rameno detektora. Goniometer
byva oznaceny ako theta-theta goniometer. V tomto usporiadani je mozné zis-
kat’ difrak¢né zaznamy kvapalin i tavenin.
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Braggov-Brentanov goniometer
goniometer so semifokusaénym usporiadanim, v ktorom sa vzorka umiestiiuje
V jeho osi (stredovy goniometer), pri¢om vzdialenost’ osi goniometra od Strbiny
detektora je rovnaka ako vzdialenost’ od ohniska rtg lampy

V priebehu merania je povrchova rovina vzorky vzdy rovnobezna
S doty¢nicou fokusac¢nej kruznice, ¢o zabezpeCuje fokusdciu prave merané¢ho
difraktovaného zvézku.

Seemannov-Bohlinov goniometer
goniometer s fokusacnym usporiadanim, v ktorom su nehybna vzorka a vstupna
Strbina umiestnené na fokusacnej kruZnici; pri merani sa detektor so Strbinou
pohybuje po obvode fokusaénej kruznice

V primarnom zvazku byva umiestneny monochromator, ktorym sa odstrani
zlozka Ka, zo spektra rtg lampy.

texturny goniometer
zariadenie na kvantitativne urovanie textary pomocou difrakcie rtg alebo neu-
tronového ziarenia

Goniometer umoziiuje menit’ orientdciu vzorky rotovanim okolo jej po-
vrchovej normaly, ako aj postupnou zmenou uhla povrchovej normaly vzhl'a-
dom na difraként rovinu. Detektor nastaveny do polohy 26 zodpovedajucej dif-
rakcii hkl registruje intenzitu, ktora je imerna poctu krystalitov nachadzajcich
sa v difrak¢nej polohe pri danej orientacii vzorky. Vysledky merani sa prezentu-
ju vo forme pélovych obrazcov alebo orienta¢nej distribuénej funkcie.

uhol ramena detektora
uhol medzi ramenom detektora a smerom primarneho zvéazku

Pri difraktometroch ur¢enych na presné meranie mriezkovych parametrov
Bondovou metédou mdze nadobudat’ aj zaporné hodnoty.

uhol dopadu
uhol medzi smerom primarneho zvazku a povrchovou rovinou vzorky
Moze byt’ konstantny alebo premenny v zavislosti od reZimu merania.

skenovanie (syn. snimanie)
premeriavanie difrakéného obrazu pomocou difraktometra, pri ktorom sa po-
stupne ziskavaju udaje o polohach a intenzitach jednotlivych difrakénych ma-
xim, pripadne aj o pozadi; vysledok skenovania sa zvykne oznacovat slovom
sken

Pri difraktometroch moze byt skenovanie spojité alebo krokové. Pri spoji-
tom skenovani sa difrakény zaznam ziskava najéastej$ie su¢asnym plynulym
pohybom ramena detektora, resp. otacanim vzorky integraciou poctu impulzov
zaregistrovanych v definovanych uhlovych, resp. ¢asovych intervaloch. Pri
krokovom skenovani sa difrak¢ny zaznam ziskava meranim intenzity pri dis-
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krétnych hodnotach uhlov pocas zvoleného ¢asového intervalu. V obidvoch pri-
padoch sa mdze postupne menit’ poloha len detektora (tzv. detektorové skeno-
vanie), len vzorky (tzv. w-skenovanie), alebo stcasne detektora aj vzorky. Pri
stcasnom pohybe ide najCastejSie o skenovanie nazyvané ,.theta-dve theta“
(8-20), pri ktorom pootocenie vzorky o uhol 8 je spojené s pooto¢enim ramena
detektora o uhol 26. V usporiadani s vertikalnym goniometrom sa pouziva ske-
novanie ,theta-theta“ (6-0), ktoré je z fyzikdlneho hl'adiska rovnocenné
s rezimom (6-20), na horizontalnom goniometri. Specialnym pripadom je line-
arne skenovanie Vv reciprokom priestore, pri ktorom velkost” kroku ota¢ania
vzorky ani ramena detektora nie je stala, ale meni sa tak, aby zodpovedala rov-
nomernému pohybu koncového bodu rozptylového vektora po usecke
v reciprokom priestore. Nameranim a spojenim viacerych uhlovych alebo line-
arnych skenov mozno vytvorit mapu reciprokého priestoru, ktora reprezentu-
je rozdelenie intenzity ziarenia v niektorej rovine reciprokej mriezky. Pri mono-
krystalovych difraktometroch sa vzorka postupne nastavuje do jednotlivych
difrakénych poloh, ¢omu sa prisposobuje aj poloha ramena detektora, a skenuje
sa len uzka oblast’ jednotlivych difrakénych maxim.

meni¢ vzoriek
zariadenie pouzivané v polykrystalovych difraktometroch a sliziace na rychlu
automatick( vymenu vzoriek vopred pripravenych v zasobniku

goniometricka hlavica
zariadenie umoziiujice vycentrovat a nastavit' vhodnl orientdciu monokrystalu
vzhl'adom na primarny zvizok la¢ov

Umoznuje posuny monokrystalu v dvoch na seba kolmych smeroch (centré-
ciu) a naklony okolo dvoch osi (justaciu). Ciel'om justacie je natoCit’ monokrys-
tal tak, aby niektory z jeho vyznamnych krystalografickych smerov bol rovno-
bezny s osou goniometra, okolo ktorej sa pri skenovani ota¢a. Zariadenie sa
zvykne oznaCovat ako Eulerova koliska. V stvorkruhovych monokrystalovych
difraktometroch sa pouzivaji hlavice umoziujiice len centraciu, justacné pohy-
by sa robia pomocou zmeny uhlov s oznacenim y, ¢, a w na trojici goniometric-
kych kruhov.

textdrna hlavica
osobitny typ goniometrickej hlavice sluZiaci na prichytenie polykryStalickych
vzoriek pouzivany pri §tadiu ich textary

Umoznuje otacat’ a naklapat’ vzorku okolo dvoch na seba kolmych osi vo
va¢Som uhlovom rozsahu.

Laueho komorka
zariadenie na ziskavanie difrakénych snimok Laueho metodou
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Komorka sa sklada zo vstupnych clén vymedzujdcich Gzky priméarny poly-
chromaticky zvdzok Ziarenia, z drZiaka vzorky umozZnujiceho ju otacat
a naklanat’ a z rovinnej filmovej kazety (alebo plosného detektora), ktordt mozno
umiestnit’ pred alebo za vzorku

Weissenbergov goniometer
goniometer s komodrkou valcového tvaru na §tidium monokrystalov, v ktorom
oscilacie monokrystalu okolo osi rovnobeznej s osou komorky su synchronizo-
vané s translaénym oscilaénym pohybom komérky pozdiz jej osi

Monokrystal sa umiestituje do osi komorky, primarny zviazok je na fiu kolmy
(pri nultej vrstovnici) alebo dopada na nu Sikmo (pri snimkovani vysSich vrs-
tovnic). Synchronizaciou pohybov vzorky a komdrky sa zabezpecuje rozliSenie
jednotlivych difrakcii a ich indexacia (faktor nasobnosti je 1). V minulosti weis-
senbergogramy slizili na stanovenie intenzit difrakcii a na zistenie systematic-
kého vyhasinania veduceho k uréeniu priestorovej grupy.

precesna komorka
zauZzivany nazov pre zariadenie vyuzivajice synchronizovany precesny pohyb
monokry$talu a rovinnej filmovej kazety okolo osi, pozdiz ktorej prechadza
primarny zvéazok

Difrakény zaznam je zva¢Senym obrazom reciprokej mriezky, pripadne len
jednej jej roviny, ak sa pouziju vhodne zvolené a umiestnené clony.
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monochromatizacia
vymedzenie tzkeho intervalu vinovych dizok A4 v okoli zvolenej vinovej dizky
z0 spektra pouzitého Ziarenia

V pripade charakteristického rtg ziarenia ide o potlacenie, resp. odstranenie
neziaducich spektralnych ¢iar (najma Ciary K, pripadne aj Ka,) z primarneho
zvazku.

monochromator
Vv kryStalovej Struktirnej analyze zariadenie sliziace na monochromatizaciu
rontgenového alebo neutronového Ziarenia a vyuzivajice jeho difrakciu na ro-
vinnych, ohnutych alebo vybrusenych monokrystaloch, na vysokotexturnych
polykrystaloch, alebo na $pecidlne pripravenych multivrstvach

Vyber vinovej dizky monochromatizovaného Ziarenia sa dosahuje nastave-
nim difrakéného uhla monochromatora. Monochromator méze byt zaradeny do
primarneho alebo do difraktovaného zvizku. Na zvysenie u¢innosti monochro-
matorov sa pouzivaju kombinacie viacerych krystalov vo vhodnom geometric-
kom usporiadani.

rozliSovacia schopnost’ monochromatora
parameter monochromatora definovany vztahom R = A1/(AA), kde A je vinova
dizka, na ktor(i je monochromator nastaveny, a A4 je interval vinovych dizok,
ktoré monochromator prepusta

Zuzovanim intervalu A4 sa zvySuje rozliSovacia schopnost’ monochromatora,
ale klesa tok energie prenaSanej monochromatizovanym zviazkom ziarenia.

disperzia monochromatora
veli¢ina definovana vztahom D = dx/dA, kde A je vlnova dizka monochroma-
tizovaného Ziarenia a x je parameter, ktorym sa ovlada nastavenie vinovej dizky
(napriklad uhol natocenia krysStalu monochroméatora alebo poloha Strbiny); vy-
jadruje zmenu tohto parametra potrebnd na dosiahnutie jednotkovej zmeny vl-
novej dizky

skresl’ovacia funkcia
zavislost’” spektralnej intenzity ziarenia vychddzajiceho z monochomatora od
vinovej dizky

Mimo intervalu A4 vinovych diZok, ktoré prechadzaji monochromatorom,
ma nulov hodnotu. Uplatiiuje sa pri dekonvolucii nameranych spektralnych
udajov.
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absorp¢ny filter
filter v podobe tenkého pliesku vlozeny za okienko rtg lampy, ktory silno ab-
sorbuje Ziarenie s vlnovymi dizkami krat§imi nez vlnova dizka zodpovedajtica
jeho absorpénej hrane a pomerne dobre prepusta ziarenie s va¢S§imi vlnovymi
dizkami

Pouziva sa najmi na zoslabenie spektralnej Ciary Kf (— filter g3).

Braggov monochromator
kryStdlovy monochromator, pri ktorom monochromatizovany 1G¢ vystupuje
Z monokrys$talu monochromatora cez ta istu povrchovia rovinu, na ktoru dopada
primarny zvazok

Ak s difraktujice mriezZkové roviny rovnobezné s povrchovou rovinou Krys-
talu, ide o symetricky Braggov monochromator a vtedy dopadajlci aj mono-
chromatizovany zvidzok ziarenia zvieraji s povrchovou rovinou krystalu rovna-
ké uhly. V opa¢nom pripade ide o asymetricky Braggov monochromator.

Laueho monochromator
kryStalovy monochromator v podobe tenkej planparalelnej platni¢ky, na ktora
primarny zvizok ziarenia dopada z jednej strany a z jej druhej strany vychadza-
ju dva zvazky: oslabeny primarny zvdzok a monochromatizovany zvézok od-
chyleny od primarneho zvézku o dvojnasobok difrakéného uhla 6

Ak su difraktujace mriezkové roviny kolmé na povrchova rovinu krystalu,
ide o symetricky Laueho monochromator, v opa¢nom pripade ide o asyme-
tricky Laueho monochromator.

meridionalna divergencia
rozbichavost’ zvdazku primarnych alebo monochromatizovanych lucov v dif-
rak¢énej rovine kryStalu monochromatora

sagitalna divergencia
rozbichavost’ zviazku primarnych alebo monochromatizovanych lacov v rovine
kolmej na difrakénu rovinu kryStalu monochromatora

dvojkrystalovy monochromator
monochromator, v ktorom sa na zlepSenie monochromatizacie pouziva kombi-
nacia dvoch kryStdlovych monochroméatorov zaradenych za sebou

Krystaly byvaja vacsinou rovnaké, mozu byt rovinné alebo ohybané, uloze-
né v disperznom alebo nedisperznom geometrickom usporiadani.

nedisperzné usporiadanie
usporiadanie v dvojkrystalovom monochromatore, pri ktorom st difraktujuce
roviny druhého krystalu rovnobezné s difraktujiicimi rovinami prvého krystalu;
pritom ide o roviny s rovnakymi Millerovymi indexmi
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Zvizok lacov vychadzajuci z monochromatora je pri takomto usporiadani
rovnobezny s primarnym zviazkom. RovnobeZznost’ difraktujicich mriezkovych
rovin sa dd optimdlnym spésobom dosiahnut’, ak su obidva kryStaly sucastou
toho ist¢ého monokrystalu.

disperzné usporiadanie
usporiadanie v dvojkrystalovom monochromatore, pri ktorom difraktujuce ro-
viny druhého krystalu zvieraj s difraktujicimi rovinami prvého krystalu dvoj-
nasobok difrakéného uhla; difrakéné roviny obidvoch difrakcii su totozné

V disperznom usporiadani sa vyuzivaji rovnaké krystaly a identicke difrak-
cie. Monochromator s disperznym usporiadanim prepusta vel'mi tzky interval
vinovych dizok, pri¢om monochromatizovany 14a¢ zviera s primarnym li¢om
Stvornasobok difrakéného uhla.

slabé disperzné usporiadanie
usporiadanie v dvojkrystalovom monochromatore, pri ktorom je geometria
usporiadania kryStalov podobna ako pri nedisperznom usporiadani, ale pouziva-
ju sa dva rozdielne krystaly

So zretel'om na odliSni medzirovinnl vzdialenost’” musia byt difraktujuce
mriezkové roviny druhého kryStalu mierne pootocené vzhl'adom na roviny pr-
vého krystalu.

Bartelsov monochromator (syn. Stvorkrystalové disperzné usporiadanie)
usporiadanie Styroch kryStalovych monochromdtorov, zvy€ajne rovinnych, pri
ktorom su dve dvojice v nedisperznom usporiadani umiestnene tak, aby spoloc-
ne vytvorili disperzné usporiadanie

Pri takomto usporiadani si monochromatizovany lu¢ zachovava trajektoriu
primarneho luca.

multivrstvovy monochromator
monochromator vytvoreny striedavou depoziciou vrstiev I'ahkého a tazkého
chemického prvku (napr. uhlika a volfrdmu), s periodou opakovania zodpoveda-
jacou nasobkom medziatomovych vzdialenosti

Vrstvy sa moZu nanasat’ aj na rozne zakrivené povrchy a tak vytvarat’ mono-
chromatory s fokusaciou. Riadenou depoziciou sa da dosiahnut’ lateralna i hib-
kova zmena hrabky vrstiev, a tym aj zmena medzirovinnej vzdialenosti. Ich roz-
liSovacia schopnost’ rastie s potom vrstiev.

GoObelovo zrkadlo
multivrstvovy monochromator s laterdlne sa meniacou hrubkou vrstiev, ktorého
povrch ma tvar parabolického valca

Sluzi na konverziu divergentného zvéizku na paralelny.
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fokusa¢ny monochromator
monochromator zabezpeCujlci zbiehavost’ zvdzku monochromatizovanych 10-
cov

Fokusa¢né monochromatory sa zhotovuju z vhodne ohnutych monokrystalov
(Johannov monochromator), pripadne z vybrasenych ohnutych monokrysta-
lov (Johanssonov monochromator). Specialnu triedu predstavuju multivrstvo-
vé monochromatory, v ktorych je multivrstva s lateralnou zmenou periddy opa-
kovania nanesena na vhodne zakrivenu plochu.

meridionalna fokusacia
fokuséacia divergentného zvidzku zabezpecujuca jeho zbiehavost’ v difrakénej
rovine krystalu monochromatora, t. . v rovine ur¢enej smerom primarneho luca
a normalou na difraktujiice mriezkové roviny

sagitalna fokusacia
fokusacia divergentného zvézku zabezpecujuca jeho zbiehavost’ v rovine kolmej
na difrakénu rovinu kry$talu monochromatora

polychromatické fokusacia
fokusacia zabezpecujica sustredenie 1acov s réznymi vinovymi dlzkami pricha-
dzajucich z réznych smerov

monochromaticka fokuséacia
fokusacia zabezpecujuca sustredenie lucov s rovnakymi vlnovymi dlzkami pri-
chédzajucich z réznych smerov

von Hamosov monochromator
sagitalne fokusujuci monochromator s tvarom valca, pri ktorom sa zdroj diver-
gentného zvizku Iu¢ov umiestiiuje na jeho os, na ktorej sa luc¢e v jednom bode
aj zbiehaju
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Ziarivy tok P (Syn. ziarivy vykon)
energia, ktorl Ziarenie prenesie za jednotku ¢asu cez uvaZzovanu plochu; jednot-
kou ziarivého toku v sustave Sl je watt (W)

Sucin tejto veliCiny s ¢asovym intervalom sa rovna energii, ktora v uva-
zovanom ¢asovom intervale na plochu dopadla alebo cez fiu presla.

fotonovy tok @
pocet fotdnov, ktoré za jednotku Casu presli uvazovanou plochou, boli z nej vy-
ziarené, alebo na nu dopadli; jednotkou fotonového toku je 1/s

S monochromatickym ziarivym tokom P sivisi fotonovy tok @ podla vzt'ahu
® = P/hf, kde st¢in hf predstavuje energiu jedneho foténu (h je Planckova
konstanta a f je frekvencia prislusnej elektromagnetickej viny). Stéin fotono-
vého toku s Casovym intervalom sa rovna poctu fotonov, ktoré v uvazovanom
casovom intervale na plochu dopadli alebo cez nu presli, takze priamo suvisi
s udajom detektora Castic, resp. s hustotou s¢ernania fotografického filmu.

intenzita Ziarenia (Syn. hustota toku ¢astic, hustota fotonového toku)
pocet Castic, resp. foténov, ktoré za sekundu prejdu plochou s jednotkovym ob-
sahom postavenou kolmo na smer §irenia Castic

Sucin tejto veliCiny s ¢asovym intervalom sa rovna poctu fotonov, ktoré
vV uvazovanom ¢asovom intervale dopadli na plochu s jednotkovym obsahom.
Plo$ny integral intenzity Ziarenia sa rovna toku Castic, resp. fotonovému toku.
(— Dodatky)

index lomu n
bezrozmerovy parameter charakterizujici prostredie, ktory je definovany ako
podiel rychlosti Sirenia elektromagnetického vinenia alebo iného ziarenia vo va-
kuu a fazovej rychlosti jeho §irenia v danom prostredi: n = c/v

Vo viditel'nej oblasti ma hodnotu vzdy vécésiu ako jeden. Pri zanedbani ab-
sorpcie sa pre rtg ziarenie, neutronové ziarenie a pre elektrony vyjadruje v tvare
n = 1 — &. Parameter § je kladny pre rtg Ziarenie a ma hodnotu § ~ 107> . Pre
neutrony je kladny pri vacSine atomovych jadier (ktoré maju kladnt rozptylovu
dizku) ama hodnotu & ~ 107, Pre elektrony je zaporny s hodnotou § =~
—10~*. Pri rtg Ziareni a neutrénoch moze nastat’ iplny odraz Ziarenia.

elektronové Ziarenie
z hl'adiska Struktrnej analyzy zvdzok elektronov urychlenych napétim az do
niekol’kych stoviek kV tvarovany elektromagnetickou optikou

Elektronové Ziarenie ma nizku prenikavost a jeho vlnova dizka sa da nasta-
vit’ urychl'ovacim napatim (pri 100 kV méa hodnotu 0,0036 nm).

128



D4 Zdroje a charakteristiky ziarenia

neutronové Ziarenie
z hl'adiska Struktarnej analyzy tok pomalych (tzv. tepelnych) neutrénov s ener-
giou okolo 0,06 eV, ktorym zodpoved4 vinova dizka blizka medziatdémovym
vzdialenostiam v kondenzovanych latkach (radovo 1071° m)

Zdrojom su Specializované jadrové reaktory alebo spalaéné zdroje, pricom
povodné polychromatické Ziarenie z nich vychadzajlce je potrebné monochro-
matizovat’.

rontgenové Ziarenie
spojité a charakteristické elektromagnetické Ziarenie s vinovymi dizkami pri-
blizne od 10 nm po 1 pm

V Struktirnej analyze sa pri difrakénych experimentoch pouziva len cast
z tohto spektralneho intervalu priblizne od 0,05 nm (0,5 A) po 0,2 nm (2 A),
pri¢om vlnova dizka jednotlivych spektralnych &iar charakteristického Ziarenia
zéavisi len od druhu vyZarujtcich atdmov.

foton rontgenového Ziarenia
elementarna Castica reprezentujica kvantum elektromagnetickej energie
Vv oblasti rtg Ziarenia

Z hladiska difrakénych experimentov je dolezitym parametrom vlnova dizka
A priradena fotonu, ktora suvisi s jeho energiou E podla vztahu A = hc/E,
kde h je Planckova konStanta a ¢ je rychlost’ svetla.

brzdne rontgenové Ziarenie
ziarenie so spojitym spektrom, ktoré vznikéd pri prudkom brzdeni urychlenych
elektronov, napr. pri ich dopade na kovovy ter¢ik

VInové dizky brzdného Ziarenia st zdola ohrani¢ené kratkovinnou hranicou.
V strukturnej analyze sa vyuziva pri Laueho metode.

kratkovinna hranica
najmensia vinova dizka brzdného rtg Ziarenia generovana pri danej energii elek-
tronov, resp. pri danom urychl'ujicom elektrickom napéti; s rastdcou energiou
elektronov sa zmensSuje

charakteristické Ziarenie
rontgenové Zziarenie s presne ur¢enymi vinovymi dlzkami, ktoré vznikd pri
kvantovych prechodoch v elektronovom obale atomov z vyssich hladin energie
Jeho vlnové dizky zavisia od protonového &isla atomu, z ktorého je emitova-
né. Pri Struktirnej analyze sa vyuzivaju len spektralne Ciary série K.

ioniza¢na energia
energia potrebna na uvolnenie elektronu z atdmu
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Na vznik rtg Ziarenia vyuzivaného pri Strukturnej analyze je potrebnd energia
niekol’kych keV.

¢iara charakteristického Ziarenia
diskrétna hodnota vinovej dizky, resp. frekvencie obsiahnuté v spektre charakte-
ristického rtg ziarenia

Ciary rtg spektra sa zarad’uju do niekolkych spektralnych sérii, oznadova-
nych pismenami K, L, M... Pri Struktirnej analyze sa vyuzivaju len spektralne
Ciary série K.

Moseleyov zakon
zdkon vyjadrujuci zavislost’ frekvencie Ciar charakteristického rtg ziarenia od
proténového Cisla atomov, ktoré ich vyzaruja

Podl'a tohto zakona je odmocnina z frekvencie prislusnej spektralnej Ciary
priamoumerna protonovému ¢islu atdmu.

dublet K
dvojica najintenzivnej$ich ¢iar série K zo spektra charakteristického rtg ziarenia
s velmi blizkymi, presne uréenymi vinovymi dizkami, ktora sa pri $trukturnej
analyze pomocou difrakcie rtg ziarenia vyuziva najéastejSie

diara K[
druha najintenzivnejsia Ciara séric K z0 spektra charakteristického rtg ziarenia,
ktord je pri metddach Strukturnej analyzy neZiaduca; odstraiiuje sa monochro-
matorom alebo S -filtrom

polarizéacia elektromagnetického vinenia
proces, pri ktorom v danom mieste, ktorym prechadza elektromagnetické vine-
nie, vektor intenzity elektrického pol'a za¢ina kmitat’ prednostne v istom smere
Pri rozptylovom uhle 90° je rozptylené Ziarenie dokonale linealne polarizo-
vané, pri inych uhloch je polarizované len ¢iasto¢ne.

linearna polarizacia
polarizécia elektromagnetickej viny, pri ktorej vektor intenzity elektrického po-
I'a kmita rovnobezne iba s jednou priamkou kolmou na smer §irenia viny

s-polarizacia (syn. o-polarizécia)
linearna polarizacia rtg Ziarenia, pri ktorej vektor elektrického pola osciluje v
rovine kolmej na rozptylovu (difrakénu) rovinu

Pri rozptyle takto polarizovaného ziarenia nedochadza k zmenseniu jeho am-
plitudy.

p-polarizacia (syn. m-polarizacia)
linearna polarizacia rtg Ziarenia, pri ktorej vektor elektrického pola osciluje v
rozptylovej (difrakénej) rovine
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Pri rozptyle takto polarizovaného ziarenia nastava pokles jeho amplitady.

zoslabovanie Ziarenia (Syn. extinkcia Ziarenia)
proces postupného zmenSovania intenzity zviazku Ziarenia prenikajuceho latkou
vplyvom rozptylu, absorpcie, difrakcie alebo aj inych procesov

absorpcia rontgenového Ziarenia
proces, pri ktorom sa elektromagnetickd energia prenaSana rtg zZiarenim meni na
iné formy energie, najma na vnutorna energiu latky (excitaciu fonénov) a na ex-
citaciu atbmov

linearny koeficient zoslabovania  (syn. linearny koeficient extinkcie)
koeficient, ktorého prevratena hodnota vyjadruje vzdialenost’, na ktorej intenzita
zvazku ziarenia prenikajiceho latkou poklesne e-krat, kde e = 2,71828 je Eu-
lerovo c¢islo — zaklad prirodzenych logaritmov
Vystupuje v exponencialnom vzt'ahu vyjadrujucom pokles intenzity ziarenia
I po preniknuti do hibky x:
I = I exp (—ux).

pri¢om jeho Cast'ou je aj linearny koeficient absorpcie.

hmotnostny koeficient zoslabovania y,,
podiel linearneho koeficientu zoslabovania « a objemovej hmotnosti (hustoty)
p latky:
to = K/p

polhrubka
hrdbka vrstvy latky, ktora zoslabi intenzitu prenikajiceho Ziarenia na polovicu

hibka prieniku Ziarenia
hrubka vrstvy materialu, ktora poskytuje dohodnuta ¢ast’ (napr. 90 %) intenzity
registrovaného difraktovaného ziarenia

Materi&l nachadzajuci sa pod touto hranicou prispieva k difrakcii uz iba ma-
lou Cast'ou, lebo intenzita primarneho i difraktovaného Ziarenia sa vo vzorke ab-
sorpciou zoslabuje.

absorp¢na hrana
vinové diZka, pri ktorej sa zavislost’ koeficientu absorpcie (linearneho aj hmot-
nostného) od vinovej dizky elektromagnetického Ziarenia meni skokom, pri¢om
pri Ziareni s men§imi vinovymi dizkami nadobtda vyrazne vyssie hodnoty
Zavisi od druhu atdmov, s rastacim protonovym ¢islom sa absorpéna hrana
postiva k mensim vinovym dizkam.
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filter g
absorp¢ny filter zhotoveny z materialu, ktorého absorpéna hrana lezi medzi vl-
novymi dizkami spektralnych ¢iar Ko a Kf; zarad'uje sa do cesty primarneho
zvdzku rtg Ziarenia, ¢im sa vyrazne meni pomer intenzit tychto ¢iar v prospech
prvej z nich

Rossova filtracia (syn. Rossov filter, balanény filter)
metoda Ciastoénej monochromatizacie rontgenového Ziarenia, pri ktorej sa vy-
sledny difrakény zdznam ziskava odcCitanim dvoch difrakénych zadznamov zho-
tovenych za pouZzitia rozdielnych filtrov £ s blizkymi absorpénymi hranami vy-
medzujlcimi interval, do ktorého spada vlnové diZka pouzitého dubletu K o

rontgenova lampa (syn. rontgenova trubica)
vakuova dioda, v ktorej vznika rtg ziarenie pri narazoch elektronov urychlenych
elektrickym napétim niekol’kych desiatok kV na anddu (antikatddu, terc¢ik)
Katdédou je zeravené volframové vldkno, andda je zvyc€ajne medena a opatre-
na kovovym terc¢ikom (z ¢istého kovu — Cr, Co, Ni, Cu, Mo a pod.). Obal je ¢ias-
toéne skleneny, Ciastocne kovovy, v ktorom su okienka na vystup Zziarenia
a privody na kvapalinu ochladzujucu anodu.

zatavena réntgenova lampa
rtg lampa, z ktorej sa po poskladani vycerpa vzduch a zatavi sa

¢erpana rontgenova lampa
rtg lampa, v ktorej sa vakuum udrziava stalym ¢erpanim pocas prevadzky
Umoziiuje vymenu katody, okienok i anddy, a tym aj zmenu vinovej dizky
charakteristického ziarenia.

lampa s rotujlcou anodou
rtg lampa, v ktorej sa andda rychlo otaca, takze dopadajiucim zvizkom elektro-
nov sa ohrieva véc¢sia plocha anddy, nie iba jedno jej miesto

Umoznuje ziskat' az desatnasobne vacSiu intenzitu rtg Ziarenia v porovnani
s inymi lampami.

ohnisko rontgenovej lampy
ploska na andde lampy, na ktoru je sustredeny zvidzok dopadajucich elektronov

Podl'a velkosti a tvaru sa rozli§uju ohniska: normalne (~1 x 10 mm?), jem-
né, siroké, bodové, ¢iarové a mikroohnisko (mikrofokus). Osobitnym pripadom
je zdroj s kvapalnou anodou, v ktorom sa namiesto tuhej kovovej anody pou-
ziva uzky prad kvapalného kovu, napr. zliatiny galia, a ktory sa vyznacuje ex-
tremne malym ohniskom. V angli¢tine sa tento typ zdroja oznacuje ako metal
jet X-ray tube.
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mikroohnisko (syn. mikrofokus)
ohnisko rtg lampy s velkostou rddovo niekolkych stvorcovych mikrometrov,
t. j. s linedarnymi rozmermi niekol’kych tisicin milimetra

okienko rontgenovej lampy
otvor v kovovej Casti lampy z materialu, ktory malo absorbuje rtg Ziarenie (naj-
CastejSie berylium); vzhl'adom na polohu anody lampy je okienko umiestnené
tak, aby fotonovy tok, ktory cezen vychadza, bol ¢o najvacsi

synchrotronové Ziarenie
polarizované elektromagnetické Ziarenie so spojitym spektrom, ktoré vyzaruju
elektricky nabité Castice pri pohybe po krivociarej trajektorii v synchrotrone
Synchrotrony mézu generovat’ Ziarenie s vinovymi dizkami od 103 nm az po
1072 nm, kam patria aj vlnové dizky rtg Ziarenia pouzivaného v §trukturnej
analyze.

synchrotron
kruhovy urychl'ova¢ elementarnych Castic vyuzivany aj ako zdroj rtg Ziarenia
s mimoriadne vel’kou intenzitou prevySujucou rtg lampy o viac nez 3 rady;
umoziiuje aj vyber (volbu) vinovej dizky

laser s voPnymi elektrénmi
zdroj koherentného elektromagnetického ziarenia laserového typu, ktorym sa da
generovat’ aj rtg ziarenie s vinovymi dizkami pouzivanymi v $truktirnej analyze
Oznacuje sa ako zdroj rtg ziarenia Stvrtej generacie. Intenzitou Ziarenia vy-
razne prevy$uje synchrotronové zdroje. Ziarenie mé charakter kratkych pulzov
s dizkou desiatok az stoviek femtosektind. V angliétine sa tento typ zdroja
oznacuje skratkou FEL (Free Electron Laser).

jadrovy reaktor
zdroj, v ktorom neutrony vznikaji Stiepnou retazovou reakciou; Upravami sa
ziskavaju tepelné neutrény s de Broglieho vlnovymi dizkami vhodnymi na krys-
talova Struktarnu analyzu

Zo spojitého spektra neutrénov sa pozadovana vinovéa dizka ziskava pomo-
cou krystalovych monochromatorov.

spala¢ny zdroj neutréonov
zdroj, v ktorom vznikaju neutrony pri triestivej jadrovej reakcii vyvolanej nalie-
tavajlicou Casticou

Spravidla ide o sucast’ kruhového alebo linedrneho urychlovaca castic.
Vzniknuté zvéazky neutronov sa monochromatizuja metdédou doby preletu (time-
-of-flight) alebo pomocou monochromatorov.
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rontgenovy film
Specidlny druh fotografického filmu pouzivany na detekciu rtg Ziarenia a vyzna-
cujuci sa citlivou vrstvou na jednej alebo na obidvoch stranach folie

Umoziuje ziskat bohatSiu informaciu o rozlozeni difraktovaného, ako aj
rozptyleného ziarenia nez bodové detektory.

hustota s€ernania filmu
veli¢ina, ktora charakterizuje exponovant ¢ast' vyvolaného filmu, definovana
ako dekadicky logaritmus D = log (I,/I), kde I, je svetelny tok, ktory pri me-
rani fotometrom prechadza cez neexponovanu Cast’ filmu, al je svetelny tok,
ktory pri merani fotometrom prechadza cez exponované miesto na filme; je
umerné expozicii filmu

expozicia
veli¢ina definovana ako sucin intenzity rontgenového Ziarenia a expozi¢nej do-
by; s rasticou expoziciou rtg filmu sa zvac¢Suje jeho hustota s¢ernania

zosilnovacia folia
tenka folia z fluorescenéného materialu umiestfiovana pred rtg film, ktora pri
dopade rtg ziarenia fluoreskuje, takZze na fotograficki emulziu posobi nielen rtg,
ale aj fluorescencné Ziarenie

Pouziva sa pri tvrdom rtg Ziareni s vlnovymi dizkami men§imi nez 0,07 nm,
pri midkSom Ziareni je menej G€inna.

zobrazovacia félia (syn. paméatova félia)
tenka mnohonasobne pouzitel'na folia obsahujica fotocitlivy material, z Ktorej
sa zaznam vytvoreny rtg Ziarenim snima laserovym skenerom

Folia registruje a uchovava davku rtg ziarenia v jednotlivych bodoch pomo-
cou excitovanych elektronovych stavov. Pri snimani zaznamu je fotostimulova-
na luminiscencia vyvoland laserovym ziarenim konvertovana na elektrické sig-
naly. Zobrazovacie folie sa vyuzivaju najmd v pocitaovej radiografii, ale su
vhodné aj ako nahrada fotografického filmu v difrakénych komérkach.

fotometer (syn. denzitomer)
optické zariadenie na meranie hustoty s¢ernania vyvolaného filmu, ktoré vyuzi-
va detekciu svetelného toku prechadzajuceho cez film

Sklada sa zo svetelného zdroja, kondenzora, drziaka filmu umoziujuceho po-
suvy v dvoch navzajom kolmych smeroch, detektora svetla a citliveho meracie-
ho pristroja, zvycajne vybaveného logaritmickou stupnicou ukazujicou priamo
hodnotu hustoty s€ernania.
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detektor Castic
pristroj na registraciu Castic alebo elektromagnetického ziarenia s fotonmi vys-
Sej energie (rtg a gama Ziarenia)

detek¢éna ucinnost’
pomer poctu detektorom zaregistrovanych cCastic k pocétu Castic, ktoré na detek-
tor dopadli

linearita detektora
nezavislost’ u¢innosti detektora Castic od intenzity Ziarenia alebo od energie re-
gistrovanych kvant Ziarenia

rozliSovacia schopnost’ detektora
parameter, ktorym sa charakterizuje schopnost’ detektora rozlisit” energie alebo
miesta dopadu detegovanych cCastic

energioveé rozlisenie detektora
minimalny rozdiel v energiach dopadajicich castic, ktory detektor dokaze rozli-
Sit’

Udava sa v jednotkach eV alebo keV.

priestorové rozlisenie detektora
najmensia vzdialenost’ medzi bodmi dopadu castic, ktoru detektor dokaze rozli-
Sit’

Pri bodovych detektoroch zavisi od Sirky Strbiny detektora, pri ploSnych de-
tektoroch od velkosti ich segmentov (pixelov).

vlastny Sum
udaj zaznamenany detektorom pri dokonalom odtieneni pozorovaného signélu;
je zapri¢ineny najma tepelnymi fluktuaciami v elektronike detektora

pomer signalu k Sumu
Ciselny parameter vyjadrujuci, kol'kokrat je uzitocny signal zaregistrovany de-
tektorom vacsi nez vlastny Sum detektora

pozadie signalu
Cast’ udajov zaznamenanych detektorom a vyvolanych inymi pri¢inami nez sle-
dovanym signalom

mrtva doba
Casovy interval, pocas ktorého detektor nedokdze zaregistrovat’ nasledujicu cas-
ticu

Tento Casovy interval je potrebny na odstranenie zmien vyvolanych predtym
detegovanou Casticou, t. j. na obnovenie povodného fyzikdlneho stavu prostre-
dia (napr. plynovej naplne) v detektore
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zhasaci obvod
elektronicky obvod zabezpecujuci zastavenie elektrického vyboja v plynovom
detektore, ndvrat naplne do pdvodného stavu, a tym moznost” detekcie nasledu-
Jucej Castice; skracuje mftvu dobu detektora

diskriminator
elektronicky obvod v detektore castic, ktory zabranuje registrovat’ Castice
S energiou niz$ou nez istd, podl'a potreby nastavena hodnota energie

amplitudovy analyzator
elektronicky obvod v detektore castic umoznujici zvolit' interval energii,
v ktorom musi lezat’ energia detegovanych Castic

plynovy detektor
detektor Castic, v ktorom su dve elektrody pod napatim umiestnené v priestore
naplnenom plynom

Detekcia ziarenia sa zakladd na merani ionizaéného prudu, t. j. elektrického
pradu podmieneného ionizaciou molekul plynovej naplne dopadajucim Ziare-
nim.

charakteristika plynového detektora
krivka znazornujtca zavislost’ po¢tu idnov vytvorenych v plynovej naplni detek-
tora jednou Casticou (alebo fotonom) od napétia medzi elektrodami; prejavuje sa
vel’kostou impulzu v elektronickom obvode detektora

S rasticim napdtim medzi elektrodami vznika niekol'ko oblasti — oblast’ ¢ias-
tocnej rekombinacie i6nov, oblast’ ioniza¢nej komory (nasyteného pradu), pro-
porcionalna oblast’, Geigerova oblast’ a oblast trvaléeho vyboja.

ioniza¢na komora
plynovy detektor pracujuci pri takom elektrickom napéati medzi elektrodami, pri
ktorom eSte nedochadza k sekundarnej ionizécii molekdl urychlenymi ionmi
Pracuje v oblasti nasyteného elektrického pradu, nepouziva sa na registraciu
jednotlivych fotonov, sluzi na porovnavanie intenzit zvizkov ziarenia.

proporcionalny detektor
plynovy detektor pracujuci pri takom elektrickom napati, pri ktorom v jeho na-
pIni dochadza k sekundarnej ionizacii, pricom pocet i0nov vytvorenych jednym
fotonom je umerny (proporcionalny) jeho energii

Geigerov-Muillerov detektor
plynovy detektor pracujuci pri napéti, pri ktorom dochadza k lavinovej ionizécii
plynovej naplne

V plynovej néplni je primieSana latka (tzv. zhasadlo), ktora vyboj po kratkom
casovom intervale utlmi a pripravi detektor na registraciu d’alSej Castice. Pracuje
v oblasti tzv. platé na charakteristike detektora.
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scintila¢ny detektor
detektor Castic vyuzivajlci scintilaciu latky pri dopade Castice

Sklada sa zo scintilatného prostredia (najcastejSie kryStalu Nal)
a fotonasobica, ktorym sa svetelné impulzy transformuji na elektrické, zosilnuju
sa a pomocou elektronického obvodu sa registruju.

fotonasobic
elektronické zariadenie urcené na detekciu svetelnych kvant

Vyuziva fotoelektricky jav na svojej katode (fotokatdde) na uvolnenie elek-
tronov, ktorych pocet sa na d’alSich stupnioch fotonasobica (dynodach) kaskado-
vito zvac¢Suje, o umoznuje zaregistrovat’ pradovy impulz ako nasledok dopadu
jedného fotdnu na katodu. Pouziva sa ako sucast’ scintilaénych detektorov.

fluorescencné tienidlo
pomocka na vizualnu detekciu rtg ziarenia vyuzivajuca fluorescenciu latky (naj-
CastejSie ZnS) nanesenej na jej povrch

Vyuziva sa najméa na detekciu polohy priméarneho zvazku rtg ziarenia pri jus-
tovani rtg pristrojov. Byva stc¢ast'ou difrakénych komorok.

polovodicovy detektor
detektor Castic vyrobeny na baze polovodi¢ov, v ktorom sa vyuziva zvySenie
poctu vol'nych nosicov elektrického naboja vyvolané dopadajicim ziarenim

V porovnani s inymi detektormi sa vyznacuje slabym elektrickym signalom
na vystupe. Zvyc¢ajne vyzaduje prevadzku i uchovavanie pri teplotach kvapalne-
ho dusika. V stcasnosti st uz k dispozicii priamo konvertujiuce polovodicové
detektory registrujuce jednotlivé fotony, ktoré pracuju pri izbovej teplote.

bodovy detektor
detektor Castic, ktory registruje Castice iba vo vel'mi obmedzenom uhlovom in-
tervale, takze pri skimani vacsej Casti difrakéného obrazu ho treba postupne
premiestiovat’

Moéze byt plynovy, scintilaény alebo polovodi¢ovy; pred bodovy detektor sa
umiestiiuje Strbina detektora.

polohovo citlivy detektor (syn. PSD detektor)
detektor sucasne registrujuci intenzitu ziarenia vo va¢Som uhlovom rozsahu ale-
bo na vicsej ploche s rozliSenim miesta dopadu Castic

Podl'a poctu suradnic detekénej plochy sa polohovo citlivé detektory rozde-
I'uji na jednorozmerné (linearny PSD) a dvojrozmerné (plosny PSD). Podl'a
konstrukcie a principu ¢innosti sa rozliSuje viacero typov polohovo citlivych de-
tektorov, napr. mozaikové, multielektrédove, CCD detektory, zobrazovacie
platne. Skratka PSD pochadza z anglického Position Sensitive Detector.
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Tab. 1. Charakteristika krystalografickych sustav
podl’a metriky

Sustava Metrika
Triklinicka a*b *c a += B vy #* 90°
Monoklinicka a = b # ¢, a = y = 90°8 > 90°
Rombicka a # b # c a ==y =90°
Tetragonalna a = b # ¢, a ==y =90°
Trigonalna a=b>b=c, a ==y * 90°
Hexagonalma a = b # ¢, a = f = 90°%y = 120°
Kubicka a=b>b=c a ==y =90°

Poznamky: a) znamienko # neznamena a priori nerovnost’, ale ,,vo v§eobecnos-
ti sa nemusi rovnat™, pretoze spolu s metrikou rozhoduje o prislusnosti k danej
sustave sumernost’,

b) v monoklinickej sustave plati konvencia, Ze ako nepravy uhol je f (vo vse-
obecnosti f > 90°) a krystaly treba orientovat’ tak, aby bol tupy (tato orientacia
sa oznacuje ako druhé postavenie).

Tab 2. Rovinné bodové grupy a im zodpovedajlce rovinneé grupy
(pouzité su ich medzinarodné symboly)

Bodove Rovinné grupy
grupy

1 pl

2 p211

m plml, plgl, ciml
2mm p2mm, p2mg, p2g9g, c2mm
4 p4

4mm p4mm, p4gm

3 p3

3m p3ml, p31m

6 6

6mm p6mm
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Tab 3. Bodové grupy a im zodpovedajuce izogonalne priestorove

Bodové

grupy
1

1
2
m

422

4mm

42m

NN
~
3
3
3

OM Oy Wl W W Wl Ww
3[\)

grupy (pouzité su ich medzinarodné symboly)

Priestorové grupy

P1

P1

P2, P24, C2

Pm, Pc,Cm, Cc

P2/m, P2,/m, C2/m, P2/c, P2,/c, C2/c

P222, P222,, P2,2,2, P2,2,24, C222,, C222, F222,1222,12,2,2,
Pmm?2, Pmc2,, Pcc2, Pma2, Pca2,, Pnc2, Pmn2,, Pba2, Pna2,,
Pnn2, Cmm2, Cmc2,, Ccc2, Amm2, Aem2, Ama2, Aea2, Fmm2,
Fdd2, Imm2, Iba2, Ima2

Pmmm, Pnnn, Pccm, Pban, Pmma, Pnna, Pmna, Pcca, Pbam, Pccn,
Pbcm, Pnnm, Pmmn, Pbcn, Pbca, Pnma, Cmcm, Cmce, Cmmm,
Ccem, Cmme, Ccce, Fmmm, Fddd, Immm, Ibam, Ibca, Imma

P4, P4,, P4,, P45, 14, 14,

Pi, I3

P4/m, P4,/m, P4/n, P4, /n, I4/m, 14, /a

P422, P42,2, P4,22, P4,2,2, P4,22, P4,2,2, P4322, P43;2,2, 1422,
14,22

P4mm, P4bm, P4,cm, P4,nm, P4cc, P4Anc, P4,mc, P4,bc, [4mm,
I4cm, 14,md, [4,cd

P42m, P42c, P42,m, P42,c, PAm2, P4c2, P4b2, P4n2, 14m2, [4c2,
142m, 142d

P4/mmm, P4/mcc, P4/nbm, P4/nnc, P4/mbm, P4/mnc, P4/nmm,
P4/ncc, P4,/mmc, P4,/mcm, P4,/nbc, P4,/nnm, P4,/mbc,
P4,/mnm, P4,/nmc, P4,/ncm, I[4/mmm, [4/mcm, [4,/amd,
14, /acd

P3, P34, P3,, R3

P3,R3

P312, P321, P3,12, P3,21, P3,12, P3,21, R32

P3m1, P31m, P3cl1, P31c, R3m, R3c

P31m, P31c, P3m1, P3cl1, R3m, R3c

P6, P6,, P6s, P6,, P6, , P64

P6

P6/m, P63/m

P622, P6,22, P6522, P6,22, P6,22, P6322

Pémm, Pé6cc, P6;cm, P6y3mc

P6m2, P6c2, P62m, P62c

P6/mmm, P6/mcc, P65/mcm, P63 /mmc
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23 P23, F23,123, P2,3,12,3
m3 Pm3, Pn3, Fm3, Fd3, Im3, Pa3, Ia3
432 P432, P4,32, FA32, F4,32, 1432, P43;32, P4,32, 14,32
43m P43m, F43m, 143m, 143n, F43c, 143d
- Pm3m, Pn3n, Pm3n, Pn3m, Fm3m, Fm3c, Fd3m, Fd3c, Im3m,
m3m la3d

Tab 4. Faktory nasobnosti a koincidencie pri polykrysStalovej
(praskovej) metode v jednotlivych Laueho grupach

Sustavy
Kubicka Tetragonalna Hexagonalna
m3m m3 4/mmm 4/m 6/mmm 6/m
hkl 48  2x24 hkl 16 2x8  hkl  (hkil) 24 2x12
hhl 24 24  hhl 8 hhl (hh2Rl) 12 12
hkO 24  2x12 hOl 8  hOl (hohl) 12 12

hh0 12 12 hko 2x4 hkO (hkioy 12 2x6

N &~ &~ 0O 0 0

hhh 8 8  hhO 4 hh0 (hh2h0) 6 6
h00 6 6  h0O 4 h00 (hOhO) 6 6
00l 2 00l (oool) 2 2
Sustavy
Trigonalna Rombickd  Monoklinicka  Triklinicka
32/m 3 mmm 2/m 1

hkl  (hkil) 2x12 4x6 hkl 8 hkl 4 hkl 2
hhl  (hh2R1) 12 2x6 hol 4 hol 2 Okl 2
hOl ~ (hOhl) 2x6 2x6 hkO 4 Okl 4 hkO 2
hkO  (hki0) 12 2x6 Okl 4 hkO 4 hOl 2
hhO  (hh2h0) 6 6 h00 2 0k0 2 0kO 2
h00  (hOhO) 6 6 0kO 2 00l 2 00l 2
00l (000l) 2 2 00l 2 h00 2 h00 2

Poznamka: zapis n x m znamena koincidenciu n suborov neekvivalentnych difrakcii s
rovnakym faktorom nasobnosti m.

140



Dodatky

Dodatky

Komentar k heslu intenzita Ziarenia

V textoch o difrakcii rontgenového alebo neutronového Ziarenia sa ¢as-
to pouziva termin intenzita, a to v spojeniach dvoch typov: intenzita Ziarenia
(intenzita primdrneho Ziarenia, intenzita difraktovaného Ziarenia, intenzita
rontgenového Ziarenia, intenzita neutronového Ziarenia, intenzita rozptylené-
ho Ziarenia, intenzita difraktovanych zvéizkov) a intenzita difrakcie (intenzita
difrakcnej ciary, vrcholova intenzita, integralna intenzita, intenzita pozadia).
V medzinarodnej norme 1SO 31 o fyzikalnych veli¢inach a ich jednotkach ani
V jej preklade do slovenciny sa termin intenzita Ziarenia neuvadza, ale vzhla-
dom na jeho frekventovanost’ v literatire o Struktirnej analyze nie je mozné
ho obist’.

V norme STN ISO 31-7 sa uvadza nazvom blizka veli¢ina intenzita
zvuku s jednotkou W/m?, vyjadrujuca mnoZstvo akustickej energie, ktord za
sekundu prejde cez plochu s obsahom 1 m® Z pohladu $truktirnej analyzy
pri merani difrakénych obrazov vSak nie je rozhodujuce mnozstvo energie
prenesené fotonmi ¢i Casticami, ale ich pocet — kol’ko ich zaregistruje detek-
tor, kol'’ko ich vyprodukuje zdroj ziarenia alebo kolko ich prejde danou plo-
chou (alebo jej jednotkovym obsahom) za sekundu ¢i poc¢as celého merania.
V norme STN ISO 31-6 je takémuto chapaniu blizka veli¢ina fotonovy tok
(), ktorou sa vyjadruje pocet fotonov, ktoré presli uvazovanou plochou za
jednotku ¢asu (jednotkou je 1/s).

Je zrejmé, Ze v Struktarnej analyze Casto pouzivany termin intenzita
Ziarenia treba spajat’ s poctom castic ¢i foténov, ale treba rozhodnut’, ¢i ma
vyjadrovat’ pocCet Castic prechadzajuci celou plochou, alebo len jej jednotko-
vym obsahom. Priklaname sa K nazoru, Ze je racionalne pod terminom inten-
zita Ziarenia rozumiet’ druhu z tychto moznosti, lebo takto definovana velici-
na umoznuje vyjadrit’ priestorovu distribuciu celkového toku Castic (fotonov)
vyziarenych ¢i uz zdrojom, alebo difraktujucim krystalom. Potom sa intenzita
Ziarenia obsahom zhoduje s veli¢inou hustota toku castic, ktora bola sucas-
tou normy CSN 01 1308 zroku 1968, ktorej jednotkou je 1/(s-m?).
V pripade, ze by iSlo Specialne o fotony, bola by ekvivalentna s velic¢inou
hustota foténoveho toku, ktora sice nie je uvedena v norme I1SO 31, ale jej
nazov je vytvoreny v sulade s odporuc¢aniami tejto normy.

S takto chapanou definiciou intenzity Ziarenia sUvisi priestorova distri-
bucia castic ¢i fotonov v difrak¢nom obraze, ale aj distribucia Castic zaregis-
trovanych v ramci jednotlivych difrakénych maxim. V tejto suvislosti sa pou-
ziva termin intenzita difrakcie alebo intenzita difrakcného maxima. Aj tieto
terminy sa vSak daji chépat’ v dvojakom vyzname: ako veli¢ina imerna poc-
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tu Castic, ktoré v prepocitani na jednotku plochy dopadli do daného miesta
filmu ¢i1 plosného detektora, alebo ako pocet Castic, ktoré dopadli na plochu
predstavujucu celé difrakéné maximum. Prvy vyznam sa tyka terminu vrcho-
lova intenzita (difrakcného maxima), druhy zauzivaného terminu integralna
intenzita (difrakéného maxima). Obsah terminu intenzita nie je v takychto
pripadoch jednoznacny.

Pri skenovani difrak¢nej stopy alebo difrakénej ¢iary bodovym detek-
torom ziskavame (daje o0 pocte zaregistrovanych castic, ktoré v jednotlivych
polohéch detektora presli jeho Strbinou. Tento udaj sa rovnd stcinu ¢asového
intervalu (zodpovedajliceho jednému kroku pri skenovani) a fotonového toku
(toku castic), ktory prechadza Strbinou. Pritom foténovy tok sa rovna sucinu
plosného obsahu $trbiny detektora a hustoty fotonového toku, t. j. intenzity
ziarenia. To znamend, Ze pocet detektorom zaregistrovanych foténov
pri jednotlivych krokoch skenovania je umerny lokalnej intenzite ziarenia.
Skenovanim sa tak ziska informécia o priestorovej distribUcii intenzity ziare-
nia, a teda o difrakénom obraze.

Jazykovy komentar

Kolinearny a komplanarny — Pre vektory, ktoré st rovnobezné s jednou
priamkou alebo s jednym vektorom, sa v sloven¢ine rovnako ako v inych jazy-
koch pouziva pomenovanie kolinearne vektory (¢es. kolinearni, angl. collinear,
nem. kollinear). Inak je to pri pomenovani vektorov, ktoré sti rovnobezné s jed-
nou rovinou. V slovenCine sa zauzivalo oznaCenie komplanarne vektory, ale
v angli¢tine sa pouziva termin coplanar vectors. Rozdiel je v prvej Casti pridav-
ného mena, teda v angli¢tine sa pouziva CO- a v sloven¢ine kom-. V prevzatych
slovach sa aj v slovenéine pouzivaju obidve prvé Casti zlozenych slov pochadza-
juce z latin¢iny kom- aj ko- a maj rovnaky vyznam ,,spolu“. V niektorych slo-
vach sa ustalene pouziva prva Cast’ ko-, napr. koexistencia, koedukéacia, koinci-
dencia, kolaboracia, koprodukcia, v inych zasa predpona kom-, napr. kombinéa-
cia, kompaktny, kompatibilny, komplex, kompletny, komplot, komponent, kom-
pozicia. Niektori pracovnici univerzit i akadémie poukazuju na rozdiel medzi
slovenskym a anglickym terminom a odportcaju, aby sa aj v slovenéine pouzi-
vala podoba koplanarny. V texte tejto publikacie sme sa rozhodli pouzivat’ zau-
Zivany termin komplanarny, ¢im sme reSpektovali pomenovanie, ktoré pouzival
Dionyz Ilkovi¢ aj Jozef Garaj v ucebniciach vektorového poc¢tu. Podoba kom-
planérny sa pouziva nielen v slovencine, ale aj v ¢estine (komplanarni), nemg¢i-
ne (komplanar) i v rustine (komplanarnyj). Preto pomenovanie s pismenom m
povazujeme za korektné a nenachadzame dovod menit’ ustalent terminologiu
pod vplyvom anglitiny.

142



Dodatky

Krystalovy, krystalograficky a krystalicky — V publikaciach tykajdcich sa
krystalov sa Casto vyskytuju adjektiva krystdlovy, krystalicky a krystalograficky.
Z jazykového hladiska st vSetky tri spravne, ale nie vSetci autori im prisudzuji
rovnaky obsah. Pridavné meno krystilovy ma vyznam ,,vzt'ahujuci sa na krys-
tal”, preto podla naSho nazoru sa v krystalografii ako suast’ terminov, napr.
krystdalova os, krystdilova plocha alebo krystalova struktira, spaja s vlastnost'ou
konkrétneho kryStalového jedinca. V uvedenych slovnych spojeniach mozno
dant vlastnost’ vyjadrit’ aj bez pridavného mena krystilovy, ato formou ne-
zhodného privilastku (v spojeni so slovom krystdl), teda os krystdalu, plocha
krystalu alebo struktura krystalu, ktoré explicitne naznacujt, ze ide o pojem sU-
visiaci s konkrétnym krystalom. Adjektivum krystdlovy vsak niektori autori po-
uzivaju aj pri preklade anglického terminu crystal system, ked’ namiesto terminu
krystalografickad sustava pouzivaju termin krystalova sustava. Termin krystalo-
graficka sustava bol vytvoreny kryStalografmi na systematizaciu krystalov pod-
I'a metriky a symetrie ich Struktury a vonkajsich tvarov, nie je to vlastnost’ kon-
krétneho krystalu. Je to termin, ktory sa desatroia pouziva v Ceskej a sloven-
skej krystalografii, preto ani v tomto pripade nevidime dovod na prispdsobova-
nie sa angloamerickej terminolagii.

Adjektivom krystalicky sa vyjadruje typ (druh) tuhej latky, ktora sa sklada
z krystalov. Krystalickou latkou moéze byt monokrystal, ale aj agregat skladaju-
ci sa z mnozstva drobnych krystalov, ¢i uz vo forme prasku, alebo ako kom-
paktny kus materialu. Cast’ materialu, napriklad polyméru, moze byt krystalic-
ka, Cast’ amorfna. Za nevhodné povazujeme pouzitie pridavného mena krysta-
licky v termine krystalicka Struktura vo vyzname ,,Struktara krysStalu“. Aj ked’
ho niektori autori takto pouzivaji, v danom vyzname je v slovenskej i ¢eskej
kryStalografii ustalené pomenovanie krystdilova Struktura, Ktoré sa uvadza aj
Vv texte tejto knizky.

Osobitnym pripadom je adjektivum polykrystalicky, ktoré sa zauzivalo
v spojeniach polykrystalicka latka, polykrystalicka vzorka, polykrystalicky pre-
parat. Na pomenovanie zariadenia na meranie takychto latok sa vSak zauzivalo
pomenovanie polykrystalovy difraktometer. V analdgii s terminom polykrysta-
licky povazuju autori za vhodné pouzivat’ termin monokrystalicky v pripadoch,
ked’ ide napr. o podlozky pripravené z monokrystalov.

Reciprocny a reciproky — V matematike, krystalografii a v chemii sa po-
pri podobe pridavného mena reciprocny, ktora sa uvadza v Pravidlach sloven-
ského pravopisu (2000) a v Kratkom slovniku slovenského jazyka (2003), v mi-
nulosti pouzivala aaj Vv sucasnych pracach sa vyskytuje podoba reciproky.
Ked'Zze vyznamy pridavnych mien reciprocny a reciproky nemozno chapat’ vzdy
rovnako (vyznamovému rozdielu a pouzivaniu obidvoch pridavnych mien sa
podrobne venuje prispevok Ivana Cervena a Pavla Ziga Vzfah terminov recip-
roky — reciprocny, ktory vysiel vo 4. ¢isle Casopisu Kultara slova vr. 2013 a
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v elektronickej podobe  je pristupny  na internetovej adrese
http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2013/4/ks2013-4.pdf), aj Vv texte naSej pri-
rucky sa v spojeniach reciprokd mriezka, reciproké vektory, reciproky priestor
pouziva podoba reciproky.

Bezrozmerny a bezrozmerovy — V slovenskych vykladovych slovnikoch
sa vo vyzname ,,bez rozmerov (Slovnik slovenského jazyka, 1. zvdzok, 1959),
resp. ,,neurceny rozmermi; ktory sa neda zmerat™ (Slovnik sucasného sloven-
ského jazyka, 1. zvdzok, 2006, d’alej SSSJ/1) uvadza iba pridavné meno bez-
rozmerny. V texte sme vSak na niekol’kych miestach pouzili termin bezrozmero-
va velicina, hoci donedavna sa pouzival termin bezrozmerna velicina definova-
ny ako ,,v ktorej sa exponenty vSetkych zakladnych veli¢in rovnaja nule* (po-
rov. SSSJ/1). Tento novy termin sa uvadza aj v norme STN EN ISO 80000-1
Veli¢iny a jednotky. Cast’ 1: Vieobecne, preto sme ho akceptovali. Zmenu po-
vazujeme za vhodnq, lebo sa tym odli§i pomenovanie pouzivajlce sa v suvislos-
ti s ozna¢enim poctu rozmerov priestoru (plocha je dvojrozmerna, priamka jed-
norozmerna, bod bezrozmerny) od pomenovania veliCiny, pri ktorej sa za Cisel-
ny udaj nepridava rozmer jednotky, napriklad meter, joule a pod., takZe je bez
rozmeru. Pridavne meno bezrozmerovy sa pouziva nielen vo fyzike, ale doklady
nan su aj z inych vednych odborov. O nalezitosti pridavného mena bezrozmero-
vy sved¢i aj jeho zaradenie do zoznamu slov, ktoré pod nazvom Slova, ktoré ne-
najdete v Kratkom slovniku slovenského jazyka vychadzaju v prispevkoch Mate-
ja Povazaja v Casopise Kultura slova (ro¢. 47, 2013). Podoba bezrozmérovy sa
popri podobe bezrozmerny pouziva aj v Cestine, a to napriklad v spojeniach bez-
rozmerova velicina, bezrozmérové cislo.

Skratka rtg — Textové skratky sa v slovencine oby¢ajne konéia bodkou,
napr. p. (pan), hod. (hodina), tzv. (takzvany). Za skratkami vytvorenymi
z prvého a posledného pismena, napr. fa — firma, sa bodka nepiSe. Bodka sa ne-
dava ani za znackami, napr. kg (kilogram), h (hodina), N (newton). Skratka slo-
va réntgen vo vyzname ,,pristroj, resp. pridavného mena rontgenovy sa vsak
V jazykovej praxi pouziva v obidvoch podobach: s bodkou (rtg.) aj bez bodky
(rtg), o ¢om svedci aj jej lexikografické spracovanie. S bodkou sa skratka rtg.
uvadza v Pravidlach slovenského pravopisu (2000) a v Kratkom slovniku slo-
venského jazyka (2003), bez bodky je skratka rtg v slovnikoch skratiek
aznaCieck aj vo Velkom slovniku cudzich slov (2008). Vo fyzike
a v krystalografii sa CastejSie pouziva skratka rtg bez bodky a v tejto podobe ju
uvadzame aj v nasej publikacii.
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Komentare autorov Ceskoslovenského krystalografického nazvoslovia

Durovi¢, Gruber

Nekonvenéna definicia krysStalickych latok v Gvode tejto kapitoly vycha-
dza z presvedéenia, ze povazovat’ trojrozmernu periodicitu rozmiestnenia za-
kladnych stavebnych cCastic v tuhej latke za charakteristickil vlastnost” krystalic-
kych latok je z hl'adiska novSich poznatkov nespravne, pretoze sa tym zamiena
pri¢ina s nasledkom a vedie k netcelnému zuzeniu obsahu pojmu. Trojrozmerna
periodicita je dosledkom skuto¢nosti, Ze ak urcitd lokdlna konfiguracia atbmov
je energeticky vyhodna, mdze sa v priestore periodicky opakovat’. Opakovanie
energeticky stabilnej konfiguracie vSak moze mat’ za nasledok i usporiadanie,
ktoré nie je trojrozmerne periodické — typickym prikladom su neperiodické po-
lytypy, ale aj najnovSie objavené kvazikryStaly. NavySe dosledné trvanie na
trojrozmernej periodicite by znamenalo vylU¢enie tuhych roztokov z radov krys-
talov. Preto sme sa rozhodli pouzit’ pracu K. Dornbergerovej — Schiffovej a H.
Grellovej (Kristallografia 27, 1982, 126 — 133) a rozliSovat’ krystaly v SirSom
slova zmysle a v uzSom slova zmysle (trojrozmerna periodicita) bez toho, ze by
sme tieto nazvy kodifikovali ako terminy.

Proti Casto pouzivanému terminu elementarna bunka namietame toto:
keby analogicky nazov existoval aj v angliétine (existuje v rustine i nemcine),
akceptovali by sme ho. AvSak v angli¢tine je unit cell a prelozit’ ho ako jednot-
kova bunka by viedlo ku komplikaciam s odvodeninami. Naproti tomu zakladna
bunka umoznuje logické uplatnenie atributu zakladny aj v terminoch zékladné
vektory, zakladné periddy identity, zakladna baza; reélie pomenované tymito
terminmi sa dobre odliSuji od ostatnych buniek, mriezkovych vektorov, period
identity a baz.

Popri mriezkovom bode ponechavame ako synonymum aj uzol, ktory sa
Vv nasich jazykoch dost’ rozsiril pod vplyvom ruskej odbornej literatury.

Velkosti zékladnych vektorov nie st pre danu latku konStanty, ale zavisia
od teploty, tlaku, zlozenia a inych faktorov. Preto je nevhodné pre ne pouzivat
termin mriezkové konstanty, aj ked je v naSej i zahraninej literatire znacne
roziireny. Na tato skuto¢nost’ upozornil u nas pred ¢asom M. Cernohorsky. Pre-
to odporaCame termin mriezkové  parametre, ktory je v sulade
S Medzindrodnymi tabul’kami 1983.

Fejdi, Zak

Krystdalovy tvar — Vv starSej literatire mozno najst’ jednoduchy tvar, inde
len tvar. Najvystiznejsie je anglické crystal form, preto navrhujeme tento ter-
min.
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Millerove, Bravaisove symboly — radi by sme upozornili, ze tieto symboly
pozostavaju z indexov (koeficientov). Takze Millerove symboly a Millerove in-
dexy (bezne zamienané v anglosaskej literatlre) su dve rozli¢né veci.

Jednotlivé krystalové tvary — povazujeme za nevyhnutné pouZzivat ich
starogrécke nédzvy, narodné ndzvy (kocka, klenec) ponechat’ ako synonyma.
Z tradi¢nych dovodov sa v ¢eStine ponechavaji ako synonymé narodné analogy
starogréckych nazvov vsetkych krystalovych tvarov. Pri pisani nazvov krystalo-
vych tvarov patriacich do kubickej sistavy su nasledovné alternativy: tetragon-

-tri oktaéder, tetragontri-oktaéder a tetragontrioktaéder. Navrhujeme prvu
moznost,, pretoze uz z nazvu vyplyva, ze tento kryStalovy tvar je tvoreny troji-
cou Stvoruholnikov nad jednou plochou oktaédra.

Z jazykového hladiska boli problematické terminy tykajice sa zrastania
kryStalov. Namiesto doteraz pouzivanych terminov, ako napr. dvojcatny zdkon,
dvojcatna rovina, ¢i 0s, navrhujeme zdkon dvojcatenia a pod.

Cerveii, Valvoda

Pocas pripravy textu sa vyskytli niekedy az protichodné nazory posudzo-
vatel'ov tykajlice sa fundamentalnych terminov suvisiacich s difrakciou.

Nejednotny nazor sa prejavil na obsah a vzajomny vztah terminov roz-
ptyl — difrakcia. Podl'a jedného nazoru treba pod difrakciou rozumiet’ len vznik
ostrych maxim, vSetko ostatné je rozptyl. V texte sme sa priklonili k nazoru,
podl'a ktorého rozptyl je pre difrakciu nadradenym pojmom, charakterizujucim
jav, pri ktorom dochadza k zmene smeru $irenia vin. V tomto duchu sa pouziva
aj medzinarodne akceptovany a pouzivany termin atomovy rozptylovy faktor.
Termin difrakcia, tak ako je uvedeny v texte, umoznuje hovorit’ o difrakcii aj na
amorfnych latkach, kvapalinach alebo vel'mi malych krystaloch.

Rozdielne nazory boli aj na pouzivanie terminov difrakcia — reflexia.
V texte sme sa priklonili k fyzikalne spravnemu terminu difrakcia, pricom tento
termin treba chapat’ len ako skratenu verziu uplného terminu difrakéné maxi-
mum. Terminologicky totiz nie je spravne, ak sa jeden termin — difrakcia — pou-
ziva v dvoch vyznamoch, raz pre fyzikalny jav, inokedy pre konkrétne difrakéné
maximum. Termin reflexia, napriek fyzikalnej nevhodnosti, je natol’ko zauziva-
ny, ze nie je mozné ho ignorovat. Formuldcia tykajtca sa reflexie je prevzata
z Cowleyovej monografie Diffraction Physics. Citovat vSak treba aj nazor J.
Kubénu, ktory upozornil, Ze rtg ziarenie sa na rozhrani dvoch prostredi skuto¢ne
aj odraza a ze termin reflexia by sa mal pouzivat’ len v tejto suvislosti.

Termin atomovy faktor treba chapat’ len ako skratent, i ked’ ¢asto pouzi-
vanu formu Uplného terminu atémovy rozptylovy faktor vystihujuceho len jednu
Z mnozstva vlastnosti atomu. Skratend forma je vhodna, ked” nemoze dojst
k omylu.

,2Amplitudu rozptylu chapeme ako komplexné ¢islo. Tyka sa to aj Struk-
tarneho faktora, pre ktory niektori autori pouzivaji termin Struktirna amplitU-
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da“ (Cowley). Ini autori pod Struktirnou amplitidou rozumeji len modul Struk-
tarneho faktora (Kraus). V texte sme sa priklonili k terminom podl'a Medziné-
rodnych tabuliek.

V stvislosti s Ewaldovou kon$trukciou sme pouzili termin gulova plo-
cha, teda nie gula ¢i sféra, lebo v podstate len ta je relevantna z hl'adiska urce-
nia smerov difrakénych maxim.

Fiala, Smrcok

Pojem difraktogram byl uptednostnén pied synonymem difrakcni zaznam
proto, ze je priléhavéjsi, snad trochu obecnéjsi a jednoslovny. Pojmu difrakcni
maximum jsme dali pfednost pied synonymem difrakcni pik proto, ze tento po-
sledn¢ jmenovany termin se pfece jenom jesté trochu pocituje jako ,,enfant ter-
rible®. Pojem simulovany difrakcni zdaznam je uvadén v zadvorkach, protoze zni
ponékud piepjaté v porovnani se synonymem vypocteny difrakéni zaznam. Ve
dvojici lokalni a mikroanalytické metody jsme uptfednostnili termin prvné jme-
novany, protoze se nam zda byti deskriptivné;si.

V komentovanem textu se mluvi o difrakcnim spektru, tento pojem vSak
zde neni uvadén jako termin — hlavné pro nebezpeci zamény s pojmovym apara-
tem spektroskopie. Zalezitost se stava jesSt¢ nepiehlednejsi, kdyz vezmeme
v vahu Laueho, nebo energeticky disperzni techniku rtg difrakce. Pfima fyzic-
ka konstrukce difrakéniho spektra monokrystalii resp. hrubé krystalickych mate-
ridli se realizuje Gandolfiho kamerou. Pojem difrakcni spektrum se pouziva
v angli¢tiné iV rustiné. Podrobné je pouzivani tohoto terminu diskutovano na
str. 8 monografie E. K. Vasiljev, M. S. Nachmanson: Kacestvennyj rentgenofa-
zovyj analiz, Nauka, Novosibirsk 1986.

Pro pojem identifikace smési hovoii nejen ekvivalentni terminy
v angli¢tiné a rusting, ale i analogické terminy v ¢estin€, napt. identifikace sous-
tav (J. Svec a kol.: P¥iru¢ka automatizaéni a vypodetni techniky”, SNTL Praha
1975).

Kubéna, Trnovcova

Historicky se zacali poruchy krystalové struktury studovat na krystalech,
Unichz je motiv tvofen jen jednim atomem a Slo tedy ve vSech ptipadech
0 naru$eni pravidelnosti krystalové mtizky a tudiz o poruchy krystalové miizky.
Proto se ve svétové literature, zejména fyzikalni, uziva tradi¢né také termin
miizkova porucha misto strukturni porucha. Termin strukturni porucha je ale
obecnéjsi (a byl upfednostnén), protoze je mozné jej rozsifit i na Krystaly
v $irSim slova zmyslu (7 kap. A) jako libovolnou odchylku od pfislusné ideali-
zovane struktury. Text této kapitoly byl sice sestaven na zakladé terminologie
platné pro trojrozmérné periodické krystaly, pro které je popis poruch podrobné
vypracovan a terminologicky ustalen, avSak vétSina hesel a jejich vyklad, zasta-
VA v platnosti i pro krystaly v §ir§im slova zmyslu.
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Pfi popisu strukturnich poruch v této kapitole sledujeme jen geometrické
hledisko, které je spole¢né vSem krystalickym latkdm, na rozdil od jinych fyzi-
kalnich charakteristik, jez jsou pfitomnosti poruch ovliviiovany. Nezabyvame se
zde tedy vlivem strukturnich poruch na mechanické, elektrické, tepelné vlast-
nosti, absorpci svétla ap. a z toho diivodu nefadime mezi strukturni poruchy ani
fonony ¢i rizné jiné typy kolektivnich excitaci, s nimiz se miZeme setkat
v riznych oblastech fyziky krystali (Cooperovy pary, excitony, magnony,
plazmony, polaritony, polarony, solitony ap.).

Pt1 vykladu zakladnich pojml uvadime paralelné vSechny pouzivané sy-
nonyma, ale ¢eské a slovenské terminy, z hlediska jednoznaénosti, stru¢nosti
a jazykové Cistoty méné vhodné, jsou uvadény pouze v zavorce.

Pfi praci na kapitole jsme se setkali s problémem, jaké ¢eské a slovenské
ekvivalenty ptrisoudit pojmu self-interstitial, ktery se bézné uziva pti popisu bo-
dovych poruch v kovech nebo polovodi¢ich. Zda se nam, ze pteklad vlastni in-
tersticial nevystihuje jednoznacné situaci, protoze ptivlastek vlastni se v ¢estiné
a slovenstiné uziva zejména jako ekvivalent anglického adjektiva intrinsic (na-
pt. viastni porucha, vlastni neuspordadanost, viastni vodivost, viastni absorpce
ap.). V této souvislosti ptivlastek vlastni zduraznuje, ze jde o vlastnosti zaklad-
niho materidlu, které nejsou ovlivnény piitomnosti necistot nebo piimési. Kro-
m¢ piivlastku vlastni v ¢eské a slovenské odborné literatue se ve stejném zmys-
lu uziva také adjektivum intrinzicky. Z jazykového hlediska se nam jevi uzivani
pojmu intrinzicky jako nevhodné, proto v komentovaném textu prekladame ter-
miny intrinsic defect a intrinsic disorder jako vlastni porucha, resp. vlastni ne-
usporadanost. Otazka vystizného a piesného prekladu terminu self-interstitial
tedy zistava oteviend. Analogicky k terminu samodifuze (anglicky selfdifusion)
by bylo mozné mluvit o samointersticialu.

Na problém pickladu anglického terminu intrinsic navazuje také otazka
vhodného piekladu anglického terminu extrinsic, ktery se do ceStiny
a slovenstiny pifeklada nejednotné jako nevlastni (napi. nevlastni porucha, ne-
vilastni neuspordadanost, nevlastni vodivost ap.), primésovy (napf. primésova ab-
sorpce, primésova vodivost ap.) nebo extrinzicky. Opét se nam z jazykoveého
hlediska jevi uzivani pojmu extrinzicky jako nevhodné a v souvislosti se struk-
turnimi poruchami upfednostitujeme atribut nevlastni.

Pii piekladu anglického terminu boundary jsme upfednostnili termin hra-
nice (napt. hranice dvojcaténi), kdyz jde o plo$ni kontakt dvou stejnych fazi, ale
termin rozhrani (napt. fazové rozhrani), kdyz se jedna o hranici dvou rozdil-
nych fazi.

V laboratornim prostfedi se Casto uziva pojmu defekt misto porucha
aspojeni  mikrodefekt, = makrodefekt misto  mikroskopicka  porucha
a makroskopicka porucha. Myslime si, ze to nejsou vhodné terminy, i kdyz se
snimi muZzeme setkat zejména v n€kterych konferencnich zbornicich. V této
souvislosti ovSem nevime, ¢im by bylo vhodné nahradit termin defektoskopie.

148



Dodatky

Hasek, Pavelcik

Pojem krystalova a molekularni struktura nebo stru¢né jenom struktura se pou-
Zije pouze jde-li 0 molekularni krystaly. VSude tam, kde pojem molekuly ztraci
smysl (u vétSiny anorganickych materialtt), mluvime pouze o krystalové struk-
ture.

Velikost vektoru = absolutni hodnota vektoru. Nesmi se v tomto smyslu uzivat
slova modul.

Modul je zakladni jednotka, ze které néco skladame, nebo pomoci které néco
proméfujeme; délitel pii vypoctu zbytku déleni; konstanta uZzitd pii pfevodu lo-
garitmi o rizném zakladu. Je nevhodné pouzivat modul ve smyslu absolutni
hodnoty.

Izomorfni nahrazeni se nam zd& z neznamych divodi lepsi nez izomorfni za-
ména.

Termin strukturni amplituda |Fu| (nebo jednoduse amplituda, pokud nemuze do-
jit k zamén€) znamena amplitudu viny na Fourierové mapé odpovidajici pfis-
pevku od strukturniho faktoru Fy. Uzivame jej tam, kde je tieba vyjadfeni po-
moci jednoho slova, napt. pii tvorbé dalsich terminti: bazalni amplituda, sdru-
Zend amplituda atd. Vyznamové ekvivalentni jsou jednozna¢né opisy: absolutni
hodnota strukturniho faktoru (zdaraziujici fakt, ze Fy je komplexni ¢islo) a ve-
likost strukturniho faktoru (zdtraznujici vektorové znazornéni Fy).

Stanoveni struktury — implikuje odvozeni dosud zcela nezndmé struktury. Urce-
ni struktury — naznacuje vybér z nékolika predpokladanych moznosti.

Cernansky, Smréok

K vystizeni rliznorodosti zpiisobll a zatizeni pouzivanych pfti sledovani difrakce
na polykrystalickych latkach uzivame termin prdskové metody v mnozném ¢is-
le. V souladu napft. s [1] Debyeovou-Scherrerovou metodu pak povazujeme jen
za jednu z praskovych metod.

Pokud se u nékterych termint vyskytuji synonyma, preferovali jsme to, které je
podle naseho nazoru v ¢estin€ i slovenstiné uzivanéjsi (tedy spiSe komurka nez
komora).

Slova spojitd a nespojitd (u difrakéni linie) doporucujeme pouzivat spise jako
soucast matematickych terminl, napf. Spojité zobrazeni, nespojita funkce,
a v souladu s angli¢tinou mluvit o skvrnitych liniich a jejich skvrnitosti. Pokud
je ndm znamo, v anglicting se totiz uziva jen termin diffraction spot — difrakcni
skvrna, ktery zavadime jako synonymum difrakcni stopy. V piipadé nutnosti
doporuc¢ujeme mluvit o souvislych difrakcnich liniich.

Termin nefokusacni usporadani uptednostiujeme pred usporddianim bez
fokusace jednak z gramatickych dtvodu (odborny termin ma byt podstatné jmé-
no, pred kterym je piipadné uptesnujici pridavné jméno), dale z divoda symet-
rie (fokusacni — nefokusacni), ale hlavné po obsahové strance nam ptipada slovo

vvvvvv
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chazi k fokusaci a nejedna se tedy o to, ze se fokusace ztrati a dojde ke stavu
bez fokusace).

U terminu usporddani na odraz jsme nuceni respektovat skute¢nost, Ze se
U nas uz dlouho bézné uziva [2] , [3]. Jeho n&kdejsi synonymum metoda zpét-
ného paprsku [4] se neujalo, a proto navrhujeme vécné spravnéjsi termin meto-
da zpétné difrakce, avsak opét jen jako synonymum. Divodem je obecné rozsi-
feni a ustaleni terminu usporddadni na odraz — usporddadni na priichod a jejich
symetrie. U terminu usporadani na priichod je nutné zdaraznit, Ze i jeho slo-
vensky ekvivalent usporiadanie na priechod se jiz dlouhou dobu bézné uziva.
Je to v dobré shodé se skute¢nosti, ze Ceska slova zacinajici slabikou pri- maji
ve slovenstiné ekvivalenty zacéinajici na prie-, zatimco slova za¢inajici v ¢estiné
slabikou pre- maji ekvivalenty zaCinajici na pre- (napft. priliv — prieliv, preliv —
preliv). Naproti tomu slovniky [5], [6] nyni poZaduji ve slovenstiné rozliSeni ve
tvaru prechod (d€j) a priechod (misto dé&je), coz by mélo vést k terminu uspo-
riadanie na prechod. Pfesto doporuujeme ponechat termin usporiadanie na
priechod, aby nedoslo k rozporu s vyse uvedenymi skute¢nostmi.

Musime doporucit prevzeti terminu theta-theta goniometr, protoze ne-
mame vhodnou nahradu a ani nepovazujeme za Gc¢elné ji hledat. Vychazime pfi-
tom z faktu, Ze tento termin se ustalil 1 Vv jazycich, které spiSe nez CeStina nebo
slovenstina si vytvateji vlastni ndzvy, napt. v ném¢ciné. Uvedeny tvar je totozny
s mezindrodné rozsitenym 1 pokud se tykd potadi slov (je moZzné zvazit napf.
goniometr 6-0). Ptipominame, ze v nasi fyzikdlni literatufe se bézné uzivaji
terminy jako napi. cdstice o, rozpad beta, m-mezon. Podobné poznamky by se
ziejmé tykaly | w-goniometru, y-goniometru, o nichZ piedpokladame, ze budou
popsany v kapitole o rentgenoveé tenzometrii. V podstaté stejné jako theta-theta
goniometr musime zdavodnit i plnéni ze zadu a plneni z boku. Existuji difrak-
tometricka méfeni, u kterych mezi primarnim svazkem a povrchem vzorku neni
difrak¢ni uhel ¢i Bragglv uhel. Proto uzivame terminy whel (natoceni) vzorku
a Uhel (nastaveni) detektoru, které popisuji primarni, obecné pojmy.

Z ptedchazejiciho textu plyne, ze jako synonyma uvadime terminy, které
by mély spiSe vymizet. V piipadé snimani (syn. skanovani) vsak jde o vyjimku.
Podle naseho nazoru by se 1 U nas, podobn¢ jako v jinych jazycich, mélo zavést
skanovani jako bézny odborny termin. Zatim ho uvadime jako synonymum je-
nom proto, aby toto zavedeni bylo postupné a nenasilné. Respektujeme totiz tu
skuteCnost, ze ve zna¢né Casti nasi verejnosti prevlada zatim pftili§ jednostranné
chépani anglického slova scanning jako postupné, podrobné prohlizeni né¢eho
(bod po bodu). Pokud je nam znamo, soucasna anglic¢tina uziva toto slovo vol-
néji, v SirSim vyznamu. Jedna se napi. o stepwise scanning v difraktometru
s krokem cca 1°, kde tézko jde o ,,podrobné prohlizeni bod po bodu®, nebo se
déla scanning s pozi¢né citlivym detektorem, kde evidentné nejde o ,,postupné
prohlizeni*.
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Dodatky

Na zavér se jesté vracime k terminu difrakcni obraz, aby se vymezil jeho
vztah k dal$im, nami uzivanym terminim. V souladu s definici v kapitole Dif-
rakcia rtg Ziarenia na krystalickych latkach nebo v [2] na str. 110 uvadime, ze
difrakéni obraz je smérova distribuce intenzity difraktovaného zatreni nebo jeji
reprezentace Vv recipro¢ném prostoru. Difrakéni zaznam je vysledek registrace
difrakéniho obrazu. Difrakéni zaznam muiZe byt analogovy (= difraktogram) ne-
bo digitalni (= soubor cisel). Obé formy difrakéniho zdznamu, t. j. analogova
I digitadlni, mohou byt jednorozmérné (napt. u praskového difraktomeru) nebo
dvourozmérné (na filmu, na displeji). Difrakéni obrazec je geometricky obrazec
(Gtvar), ktery vidime na dvourozmérném analogovém difrakénim zdznamu. Dif-
rak¢ni snimek je dvourozmérny analogovy difrakéni zdznam na filmu. Pokud je
nam znamo, Vv angli¢tiné se volné uziva pro vSechny téi pojmy — t. j. pro dif-
rakcni obraz, difrakcni obrazec, difrakcni snimek — tentyz ekvivalent diffraction
pattern. Rozdil v chapani je dan souvislostmi nebo se pouzije rozliseni: difrakc-
ni obraz — diffraction image, difrakcni obrazec — diffraction pattern a difrakcni
snimek — diffraction picture, diffraction photograph.

Kraus, JeCny, Mad’ar

V nékterych piipadech ma jeden pojem ke svému oznaceni tolik syno-
nym, ze jejich vycet by krystalografické nomenklatufe asi ptili§ neposlouzil.
[lustraci mize byt zdreni spojité, bilé, brzdné, polychromatickeé, heterochroma-
tické nebo budici napéti, budici potencial, prah buzeni, prahové napéti.

Terminy primarni a sekunddrni rentgenové zareni se pouzivaji ve dvojim
smyslu:

a) podle zptisobu ionizace atomu (elektronem nebo fotonem),

b) podle toho, zda se jedna o zafeni dopadajici na prostiedi nebo

0 zareni, které¢ s prostfedim reagovalo.

Termin mikrofokusni rentgenka se n¢kdy pouziva k oznaceni rentgenek
s jemnym ohniskem. Vyrobce Chirana oznacoval odtavené rentgenky s jemnym
a normalnim ohniskem jako mikrostrukturni.

V literatuie se ¢asto vyskytuje méné vhodny nazev pocitac (G-M pocitac,
proporcionalni pocitac atd.) misto doporu¢eného terminu detektor (G-M detek-
tor, proporcionalni detektor atd.).
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Slovensko-anglicky index

Slovensky abecedny index s anglickymi ekvivalentmi

absorpcia rtg Ziarenia

absorpcia, anomalna

agregat, polykrystalicky

aktivnost’, opticka

amplitida rozptylu

amplitida, Strukturna

analyza, difrak¢na, elektronova

analyza, difrakéna, neutrénova

analyza, faktorova

analyza, fazova

analyza, fazova, kvalitativna

analyza, fazova, kvantitativna

analyza, fazova, kvantitativna,
absolutna

analyza, fazova, semikvantitativna

A

analyza, kvantitativna, rietveldovska

analyza, Struktirna

analyza, Strukturna, krystalova
analyzator

analyzator, amplitidovy
antikatoda rtg lampy

aproximadcia profilu difrak¢énej Ciary

aproximadcia, (n+1)-vlnova
aproximacia, Bornova
aproximadcia, dvojvlnova
aproximacia, jednovlnova
atmosféra, Cottrellova
atmosféra, Snoekova
atom, bodovy

atom, intersticialny

atom, substitucny

baza mriezky
blok

blok, mozaikovy
bod, Laueho
bod, Lorentzov
bod, mriezkovy

X-rays absorption

anomalous absorption

polycrystalline aggregate

optical activity

scattering amplitude

structure amplitude

electron diffraction analysis

neutron diffraction analysis

factor analysis

phase analysis

qualitative phase analysis

quantitative phase analysis

absolute quantitative phase
analysis

semiquantitative phase analysis

Rietveld quantitative analysis

structure analysis

crystal structure analysis

analyzer

puls-height analyser

anticathode

line profile approximation

(nt+1)-wave approximation

Born approximation

two-wave approximation

single-wave approximation

Cottrell atmosphere

Snoek atmosphere

point atom

interstitial atom

substitutional atom

lattice basis
block

mosaic block
Laue point
Lorentz point
lattice point

154

D4
B3
Al
A4
Bl
B3
Cl
Cl
C3
C3
C3
C3
C3

C3
C3
Cl
C2
A4
D5
D4
Cl
B3
Bl
B3
B3
A6
A6
C2
A6
A6

Al
Al
Al
B3
B3
Al

131
73

39
53
70
89
91
104
101
101
101
104

105
105
81
92
37
136
132
88
78
53
78
77
49
49
95
43
44

77
77



Slovensko-anglicky index

bod, pozicny

bod, projekény

bod, uzlovy

bunka, bazicky centrovana
bunka, centrovana

bunka, Niggliho

bunka, ortohexagonalna
bunka, ploSne centrovana
bunka, priestorovo centrovana
bunka, redukovana

bunka, Wignerova-Seitzova
bunka, zakladna

bunka, zdkladnd, primitivna
bunka, zakladna, romboédricka

G,

CBED

centrovanie vzorky
centrum, farebné
centrum, rozptylové
clona

clona, Sollerova

Cast’ zékladnej bunky, asymetricka

Cast’ zédkladnej bunky, nezavisla
Castica, kryStalicka
¢astica, stavebna

¢iara charakteristického ziarenia

Ciara Kf3

Ciara, difrak¢na

¢iara, difrakéna, suvisla
Ciara, difrak¢na, Skvrnita
¢iara, dislokacna

¢islo, koordina¢né

C

¢len Fourierovho rozvoja, absolutny

databaza, referenc¢na
debyegram (difrakéné metody)
debyegram (praskové komorky)
deformacia, plastickd
denzitomer

D

figurative point
projection point

tie point

A-, B-, C-face centred cell
centred cell

Niggli cell
orthohexagonal cell
face centred cell

body centred cell
reduced cell
Wigner-Seitz cell

unit cell

primitive unit cell
rhombohedral unit cell

Convergent Beam Electron
Diffraction

sample centring

colour centre

scattering centre

aperture

Soller slit

asymmetric part of unit cell

independent part of unit cell

crystalline particle

building particle

characteristic radiation line

K[line

diffraction line

continuous diffraction line

spotty diffraction line

dislocation line

coordination number

absolute term of Fourier series

reference database
Debyegram
Debyegram

plastic deformation
densitometer
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A2
A2
B3
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

Cl

Dl
A6
Bl
D2
D2
C2
C2
Al
Al
D4
D4
Cl
Cl
Cl
A6
Al
C2

C3
Cl
Dl
A6
D5

23
23
78
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

90

114
44
52

119

119
95
95

130
130
87
87
87
45
17
94

101
86
115
46
134



Slovensko-anglicky index

detektor Castic

detektor, bodovy

detektor, Geigerov-Miillerov
detektor, plynovy

detektor, polohovo citlivy
detektor, polohovo citlivy, linearny
detektor, polohovo citlivy, ploSny
detektor, polovodi¢ovy
detektor, proporcionalny
detektor, PSD

detektor, scintilacny
determinant, Karleho-Hauptmanov
diadochia

didodekaéder

difrakcia

difrakcia elektronov

difrakcia neutrénov

difrakcia pri malom uhle dopadu
difrakcia rtg Ziarenia

difrakcia, asymetricka
difrakcia, komplanarna
difrakcia, malouhlova
difrakcia, nekomplanarna
difrakcia, symetricka
difrakcia, takmer zakazana
difrakcia, viacnasobna
difraktogram

difraktometer

difraktometer, monokrystalovy
difraktometer, neutronovy
difraktometer, polykrystalovy
difraktometer, praskovy
difraktometer, Stvorkruhovy
dipyramida

disfenoid

disklinacia

diskriminator

dislokacia

dislokacia nezhody

dislokacia, dekorovana
dislokacia, disociovana

particle detector

point detector
Geiger-Miiller counter
gas-filled counter
position sensitive detector
linear PSD

areal PSD

semiconductor counter
proportional counter
position sensitive detector
scintillation detector
Karle-Hauptman determinant
diadochy

diploid

diffraction

electron diffraction
neutron diffraction
grazing incidence diffraction
X-ray diffraction
asymmetric diffraction
coplanar diffraction

small angle diffraction
non-coplanar diffraction
symmetrical diffraction
quasi-forbidden diffraction
multiple diffraction
diffractogram
diffractometer
single-crystal diffractometer
neutron diffractometer
powder diffractometer
powder diffractometer
four-circle diffractometer
dipyramid

disphenoid

disclination

discriminator

dislocation

misfit dislocation
decorated dislocation
dissociated dislocation
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D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
D5
C2
Al
A2
B2
Cl
Cl
Cl
Cl
B3
B3
Cl
B3
B3
B3
B3
B2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
A2
A2
A6
D5
A6
A6
A6
A6

135
137
136
135
137
137
137
137
136
137
137
98
16
21
60
84
84
86
84
75
75
86
76
75
69
73
62
118
118
118
118
118
118
20
20
48
136
45
48
49
47



dislokacia, Frankova
dislokacia, hranova
dislokacia, kutova

dislokacia, Lomerova-Cottrellova

dislokacia, misfitova
dislokacia, nabita
dislokéacia, netuplna
dislokécia, parcialna
dislokacia, rozstiepena
dislokécia, Shockleyho
dislokacia, skrutkova
dislokacia, Uplna
dislokacia, Volterrova
dislokacia, zavitnicova
dislokacia, zmieSana
disperzia monochromatora
disperzia, anomalna
divergencia zviazku
divergencia, axialna
divergencia, ekvatorialna
divergencia, meridiondlna
divergencia, sagitalna
dizka, extinkénd
dizka, koherenéna
dizka, rozptylova
dizka, rozptylova,
jadrového rozptylu
dizka, rozptylova,
magnetického rozptylu

dizka, rozptylova, Thomsonova

doba, mrtva

doéma

doména, antifazova
drziak vzorky

drziak vzorky, rotatny
dublet Ko

dvojca

dvojcatenie

dvojlom svetla
dvojvakancia

Slovensko-anglicky index

Frank dislocation

edge dislocation
stair-rod dislocation
Lomer-Cottrell dislocation
misfit dislocation
charged dislocation
partial dislocation
partial dislocation
splitted dislocation
Shockley dislocation
screw dislocation
perfect dislocation
Volterra dislocation
helical dislocation
mixed dislocation
monochromator dispersion
anomalous dispersion
beam divergence

axial divergence
equatorial divergence
meridional divergence
sagittal divergence
extinction length
coherence length
scattering length
nuclear scattering length

magnetic scattering length

Thomson scattering length
dead time

dome

antiphase domain
sample holder
sample spiner
Ko-doublet

twin

twinning
birefringence
divacancy
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A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
D3
Bl
D2
D2
D2
D3
D3
B3
B2
Bl
B1

Bl

B1
D5
A2
A6
D1
Dl
D4
AS
A5
A4
A6

47
45
47
47
48
49
47
47
47
47
45
47
47
47
46
124
56
119
119
119
125
125
65
59
53
56

57

55
135
19
50
114
114
130
40
40
35
44



Slovensko-anglicky index

E,F

EBSD

elipsoid indexu lomu
energia, ionizacna

expozicia

extinkcia Ziarenia

extinkcia, primarna
extinkcia, sekundarna

faktor asymetrie

faktor nasobnosti

faktor, absorp&ny

faktor, atomovy

faktor, atomovy rozptylovy
faktor, Debyeov-Wallerov
faktor, fyzikalny

faktor, geometricky

faktor, Lorentzov

faktor, mriezkovy

faktor, obsadzovaci

faktor, polarizacny

faktor, skalovaci

faktor, Struktarny

faktor, Struktirny, jednotkovy
faktor, Struktirny, modifikovany
faktor, Struktirny, normalizovany
faktor, teplotny

faktor, teplotny, anizotropny
faktor, teplotny, izotropny
faktor-R

farba, interferencna

faza latky

faza Struktirneho faktora
film, rontgenovy

filter B, B-filter

filter, absorpény

filter, balan¢ny

filter, Rossov

filtracia

filtracia, Rossova

fokusacia, meridionalna

Electron Back Scattering
Diffraction

indicatrix

ionization energy

exposure, exposition

extinction of radiation

primary extinction

secondary extinction

asymmetry factor

multiplicity factor

absorption factor

atomic factor

atomic scattering factor

Debye-Waller factor

physical factor

geometrical factor

Lorentz factor

lattice factor

occupancy factor

polarization factor

scale factor

structure factor

unitary structure factor

modified structure factor

normalized structure factor

temperature factor

anisotropic temperature factor

isotropic temperature factor

R-factor

interference color

phase of material

phase of structure factor

X-ray film

Ky-filter

absorption filter

balance filter

Ross-filter

filtration, search

Ross-filter

meridional focusing
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Cl

A4
D4
D5
D4
B3
B3
B3
B3
B3
Bl
B1
B3
B3
B3
B3
B3
Cl
B3
C2
B3
C2
C2
C2
B3
B3
B3
C2
A4
C3
B3
D5
D4
D3
D4
D4
C3
D4
D3

90

36
129
134
139

72

73

74

67

67

55

55

69

66

66

67

70

82

67

93

70

94

94

94

69

69

69
100

38
101

70
134
132
125
132
132
102
132
127



Slovensko-anglicky index

fokusacia, monochromaticka

fokusacia, polychromaticka

fokuséacia, sagitalna

folia, pamétova

folia, zobrazovacia

folia, zosilnovacia

fotometer

foton rontgenového ziarenia

fotonasobic

fragment, Strukturny

funkcia, distribu¢na, orientacna

funkcia, interferenéna

funkcia, korela¢na, parova

funkcia, Pattersonova

funkcia, Pattersonova, zostrena

funkcia, radialna distribu¢na

funkcia, radialna distribu¢na,
parcialna

funkcia, skresl'ovacia

FWHM

geometria difrakéného obrazu

geometria, Braggova

geometria, Braggova-Laueho

geometria, Laueho

geometria, Laueho-Braggova

goniometer (difraktometra)

goniometer na meranie kryStalov

goniometer, Braggov-Brentanov

goniometer, horizontalny

goniometer, Seemannov-Bohlinov

goniometer, textarny

goniometer, theta-theta

goniometer, vertikalny

goniometer, Weissenbergov

graf, Wilsonov

grupa symetrie

grupa symetrie fyzikalnej
vlastnosti

grupa symetrie polohy

grupa symetrie, kryStalograficka

monochromatic focusing

polychromatic focusing

sagittal focusing

imaging foil

imaging foil

intensifying screen

densitometer

X-ray photon

photomultiplier

structure fragment

orientation distribution function

interference function

pair correlation function

Patterson function

sharpened Patterson function

radial distribution function

partial radial distribution
function

distortion function

Full Width at Half Maximum

diffraction pattern geometry

Bragg geometry, Bragg case

Bragg-Laue geometry

Laue geometry, Laue case

Laue-Bragg geometry

goniometer

crystal goniometer

Bragg-Brentano goniometer

horizontal goniometer

Seemann-Bohlin goniometer

texture goniometer

theta-theta goniometer

vertical goniometer

Weissenberg goniometer

Wilson plot

symmetry group

symmetry group of physical
property

site symmetry group

crystallographic symmetry group
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D3
D3
D3
D5
D5
D5
D5
D4
D5
C2
C4
B3
Cl
C2
C2
Cl
Cl

D3
Cl

B2
B3
B3
B3
B3
D2
A2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
C2
A3
A4

A3
A3

127
127
127
134
134
134
134
129
137
95
107
70
81
96
96
81
81

124
88

61
75
75
74
75
120
22
121
120
121
121
120
120
123
94
28
33

31
28



Slovensko-anglicky index

grupa, Belovova

grupa, bodova, centrosymetricka
grupa, bodova, enantiomorfna
grupa, bodova, krystalograficka

grupa, bodova, necentrosymetricka

grupa, bodova, nekrystalograficka
grupa, bodova, piezoelektricka
grupa, bodova, polarna

grupa, bodova, pyroelektricka
grupa, bodova, rovinna

grupa, ¢iernobiela

grupa, farebna

grupa, Friedelova

grupa, hemiédricka

grupa, holoédricka

grupa, Laueho

grupa, magneticka

grupa, meroédricka

grupa, ogdoédricka

grupa, priestorova

grupa, rovinna

grupa, symorfna

grupa, Subnikovova

grupa, tetartoédricka

grupa, translacna

grupy, priestorové, izogonalne
gula, merana

gul’a, projekcna

H, Ch

habitus kryStalu
hexaéder
hexaoktaéder
hexatetraéder

hlavica, goniometricka
hlavica, textirna
hibka prieniku Ziarenia
hmotnost’, objemova
hrana, absorp¢na
hranica zrna

hranica, antifazova
hranica, fazova

Belov symmetry group
centrosymmetric point group
enantiomorphic point group
crystallographic point group
noncentrosymmetric point group
noncrystallographic point group
piezoelectric point group
polar point group
pyroelectric point group
plane point group
black-white symmetry group
colour symmetry group
Friedel group

hemihedral group
holohedral group

Laue group

magnetic symmetry group
merohedral group
ogdohedral group

space group

plane group

symorphic group

Shubnikov space group
tetartohedral grou
translation group

1sogonal space groups
measured sphere

projection sphere

crystal habit
hexahedron
hexoctahedron
hextetrahedron
goniometer head
texture cradle
penetration depth
volumic mass, density
absorption edge
grain boundary
antiphase boundary
phase boundary
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A3
A3
A3
A3
A3
A3
A4
A3
A4
A3
A3
A3
B2
A3
A3
B2
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
C2
A2

A2
A2
A2
A2
D2
D2
D4
Cl
D4
A6
A6
A6

32
29
29
28
29
30
34
29
33
30
32
32
62
29
29
62
32
29
29
30
30
32
32
29
30
32
92
23

19
21
21
21
122
122
131
81
131
49
50
50



Slovensko-anglicky index

hranica, koherentna
hranica, kratkovlnna
hranica, malouhlova
hranica, naklonova
hranica, nekoherentna
hranica, skrutova
HRTEM

hustota

hustota fotonového toku
hustota s¢ernania filmu
hustota toku Castic
hustota, atdbmova, radialna
hustota, elektronova
hustota, retikularna
charakter krystalu, opticky

charakteristika detektora
chyba, vrstevna

chyba, vrstevna, extrinzicka
chyba, vrstevna, intrinzicka

identita

index databazy

index lomu

indexovanie difrakcii

indexy, Bravaisove

indexy, difrakéné

indexy, Laueho

indexy, Millerove

indikatrix

informacia, Struktirna, apriérna
inkoherencia, izotopova
inkoherencia, spinova
intenzita ziarenia

intenzita, integralna, absolutna
intenzita, integralna, difrakcie

LJ

intenzita, integralna, difrakéného

maxima

coherent boundary

short-wavelength limit

low angle boundary, lineages

tilt boundary

incoherent boundary

twist boundary

High Resolution Transmission
Electron Microscopy

density, volumic mass

photon flux density

optical density

particle flux density

radial atomic density

electron density

reticular density

optical character of crystal,
optical sign of crystal

detector characteristic curve

stacking fault

extrinsic stacking fault

intrinsic stacking fault

identity

index of database

refractive index

diffraction indexing

Bravais indices

diffraction indices

Laue indices

Miller indices

indicatrix

a priori structure information

isotopic incoherence

spin incoherence

radiation intensity

absolute integral intensity

integral intensity of diffraction,
integral reflectivity

integral intensity
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A6
D4
A6
A6
A6
A6
Cl

Cl
D4
D5
D4
Cl
C2
Al
A4

D5
A6
A6
A6

A3
C3
D4
Cl
A2
B2
B2
A2
A4
C2
Bl
Bl
D4
Cl
B3

B3

50
129
49
49
50
50
90

81
128
134
128

81

92

11

35

136
50
51
50

28
101
128

89

22

63

63

22

36

95

57

57
128

88

80

66



Slovensko-anglicky index

intenzita, integralna, difrak¢ne;j
ciary

intenzita, integralna, relativna

intenzita, integralna, transmisie

intenzita, vrcholova

intersticial

intersticial, dvojity

intersticial, primesovy

intersticial, vlastny

invariant, N-fazovy

invariant, Struktirny, univerzalny

inverzia

izomorfizmus

jadro dislokéacie

jav, Borrmannov

jav, difrakény, dynamicky

jav, piezoelektricky

jav, pyroelektricky

jav, Renningerov

jednotka, stavebna

jednotka, vzorcova

jednotky, absolutne

jednotky, elektronové

kalibracia

kazeta, filmova

kl'a¢ databazy

kocka

koeficient absorpcie, linedrny

koeficient extinkcie, linedrny

koeficient zaplnenia

koeficient zoslabovania,
hmotnostny

koeficient zoslabovania, linearny

koeficienty, Cromerove-Mannove

koherencia vin

kolimator

koliska, Eulerova

komora, 1oniza¢na

komorka s fokusaciou

komoérka s rovinnym filmom

integral intensity of diffraction
line

relative integral intensity

integral transmittivity

peak intensity

interstitial

double interstitial

impurity interstitial

self interstitial

N-phase invariant

universal structure invariant

inversion

isomorphism

dislocation core

Borrmann effect

dynamical diffraction effect

piezoelectric effect

pyroelectric effect

Renninger effect

building unit

formula unit

absolute units

electron units

calibration

film cassette

key of database

cube

linear absorption coefficient
linear extinction coefficient
packing factor

mass extinction coefficient

linear extinction coefficient
Cromer-Mann coefficients
wave coherence

collimator

Eulerian cradle

1onization chamber
focusing camera
flat-cassette camera

162

C1

Cl
B3
Cl
A6
A6
A6
A6
C2
C2
A3
Al
A6
B3
B3
A4
A4
B3
Al
Cl
Bl
Bl

C3
DI
C3
A2
D4
D4
Al
D4

D4
Bl
B2
Dl
D2
D5
Dl
Dl

88

88
80
88
43
44
43
43
98
98
27
16
45
73
72
34
33
74

82
55
55

103
114
101

21
131
131

15
131

131
56
59

114

122

136

115

115



Slovensko-anglicky index

komorka, Debyeova-Scherrerova
komorka, difrak¢na
komorka, Gandolfiho
komorka, Guinierova
komorka, Kratkého
komorka, kuzel'ova
komoérka, Laueho
komorka, malouhlova
komorka, nizkoteplotna
komorka, praSkova
komoérka, precesna
komorka, Prestonova

komorka, Seemannova-Bohlinova

komorka, vakuova
komorka, vysokoteplotna
komorka, vysokotlakova
kompenzator

konStanta, kalibra¢na
konstanty, mriezkové
konstrukcia, Ewaldova
kontrast, difrak¢ény

kontrast, extinkény

kontrast, orientacny
koordinacia

krivka, Darwinova

krivka, Darwinova-Prinsova
krivka, difrak¢éna

krivka, reflexna

krivka, transmisna

kruznica, fokusacna

krystal

krystal, alotriomorfny
krystal, hypidiomorfny
krystal, idealne mozaikovy
krystal, idealny

kry$tal, idiomorfny

krystal, kvapalny

krystal, kvapalny, cholestericky
krystal, kvapalny, nematicky
krystal, kvapalny, smekticky
krys$tal, mozaikovy

Debye-Scherrer camera
diffraction camera
Gandolfi camera
Guinier camera

Kratky camera

conical camera

Laue camera

small angle camera
low-temperature camera
powder camera
precession camera
Preston camera
Seemann-Bohlin camera
vacuum camera
high-temperature camera
high-pressure camera
compensating wave plate
calibration factor

lattice parameters
Ewald construction
diffraction contrast
extinction contrast
orientation contrast
coordination

Darwin curve
Darwin-Prins curve
rocking curve

reflection curve
transmission curve
focusing circle

crystal

allotriomorphic crystal
hypidiomorphic crystal
ideally mosaic crystal
ideal crystal
idiomorphic crystal
liquid crystal
cholesteric liquid crystal
nematic liquid crystal
smectic liquid crystal
mosaic crystal
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Dl
Dl
D1
DI
Dl
Dl
D2
Dl
Dl
Dl
D2
Dl
D1
Dl
Dl
Dl
A4
C3
Al
B2
C5
C5
C5
Al
B3
B3
B3
B3
B3
D1
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

115
114
116
116
116
116
122
116
117
114
123
116
116
117
117
116

37
103

11

64
110
111
111

17

79

80

79

79

80
115

N
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Slovensko-anglicky index

krystal, neusporiadany
krystal, opticky dvojosovy
krystal, opticky jednoosovy
krystal, redlny

krystal, usporiadany
krystalit

kuzel, difrakény

kvalita spresiiovania
kvazikrystal

lampa s rotujucou anddou
lampa, rontgenova
lampa, rtg, Cerpana
lampa, rtg, zatavena
lapaC primarneho zviazku

laser s voI'nymi elektronmi (FEL)

latka, amorfna
latka, krystalicka
latka, polykryStalicka
latky, izoStruktiirne
lauegram

LEED

les, dislokaény
linearita detektora
linia, difrak¢na
lom svetla

10¢, mimoriadny
la¢, riadny

makrodefekt

mapa elektrénovej hustoty

mapa hustoty magnetickych
momentov

mapa reciprokého priestoru

mapa R-faktorov

mapa, Fourierova

mapa, Fourierova, zostrena

mapa, Pattersonova

mapa, Pattersonova, diferenc¢na

mapovanie fazového zlozenia

disordered crystal
biaxial crystal
uniaxial crystal
real crystal
ordered crystal
crystallite
diffraction cone
goodness of fit
quasicrystal

rotating anode X-ray tube
X-ray tube
pumped X-ray tube
sealed X-ray tube
primary beam trap,
primary beam stop
Free Electron Laser (FEL)
amorphous substance
crystalline substance
polycrystalline substance
isostructural substances
lauegram

Low-Energy Electron Diffraction

dislocation forest
detector linearity
diffraction line
refraction
extraordinary beam
ordinary beam

macrodefect

electron density map

map of magnetic moments
density

reciprocal space map

R value field

Fourier map

sharpened Fourier map

Patterson map

difference Patterson map

mapping of phase composition
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Al
A4
A4
Al
Al
Al
C1
C2
Al

D4
D4
D4
D4
D1

D4
Al
Al
Al
Al
Cl
Cl
A6
D5
Cl
A4
A4
A4

A6
C2
C2

D2
C2
C2
C2
C2
C2
C3

36
36

~J

87
100

132
132
132
132
114

133

16
86
90
49
135
87
34
35
35

51
92
92

122
100
93
94
96
97
105



Slovensko-anglicky index

matice, Karleho-Hauptmanove

maximum, difrak¢né

maximum, falo$né

maximum, Harkerovo

maximum, satelitné

menic vzoriek

metoda sin?

metoda ab initio

metoda anomalneho rozptylu

metoda bez Standardu

metoda dvoch expozicii

metoda gradientu

metdda izomorfného nahradenia

metoda jednej expozicie

metoda mnohych rieSeni

metoda molekularneho nahradenia

metoda najstrmSieho poklesu

metoda otacaného krystalu

metoda pridavku

metoda referenénych zmesi

metoda SIRAS

metoda skasania a chyb

metoda t'azkého atomu

metoda vnutorného Standardu

metoda vonkajSieho Standardu

metoda znaCeného vektora

metoda, Barthova-Hosemannova

metoda, Bergova-Barrettova

metoda, Debyeova-Scherrerova

metoda, Debyeova-Scherrerova

metdda, difrakéna

metoda, difrak¢na,
monochromaticka

metoda, difrakéna, monokrystalova

metoda, difrak¢énd, polychromaticka

metoda, difraktometricka,
monokrystalova

metoda, holograficka

metoda, iteracna

metoda, koincidenéna

metoda, Langova

Karle-Hauptman matrices

diffraction maximum

ghost

Harker maximum

satelite peak

sample changer

sin?  method

ab initio method

anomalous scattering method

standardless method

method of two expositions

gradient method

1somorphous replacement method

method of one exposition

multisolution method

molecular replacement method

method of steepest decrease

rotating crystal method

addition method

reference mixtures method

SIRAS method

trial and error method

heavy atom method

internal standard method

external standard method

labelled vector method

Barth-Hosemann method

Berg-Barrett method

Debye-Scherrer method

Debye-Scherrer method

diffraction method

monochromatic diffraction
method

single crystal method

polychromatic diffraction method

single crystal diffractometric
method

holographic method

iterative method

coincidence method

Lang method
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C2
B2
C2
C2
C2
D2
C5
C2
C2
C3
C5
C2
C2
C5
C2
C2
C2
Cl
C3
C3
C2
C2
C2
C3
C3
C2
C5
Cs
Cl
Dl
Cl
Cl

Cl
Cl
Cl

C2
C2
C2
C5

98
60
93
97
97
122
110
95
99
104
110
97
99
110
98
99
97
85
104
104
99
99
97
103
103
99
111
111
86
115
83
84

84
84
86

99
99
97
111



Slovensko-anglicky index

metoda, Laueho

metoda, polykrystalova

metoda, praskova

metoda, precesna

metoda, priama

metoda, Rietveldova

metoda, superpozicna

metoda, Weissenbergova

metoda, zried'ovacia

metody rieSenia kryStalovej
Struktlry

metody, Pattersonove

metody, vektorové

miera zhody

mikrodefekt

mikrofokus

mikroohnisko

mikroskop, polarizaény

model Struktary

modifikacie, polymorfné

modul Struktirneho faktora

mohutnost’, reflexnd, integralna

monochromatizacia

monochromator

monochromator, Bartelsov

monochromator, Braggov

monochromator, Braggov,
symetricky

monochromator, Braggov,
asymetricky

monochromator, von Hamosov

monochromadtor, dvojkrystalovy

monochromator, fokusacny

monochromator, Johannov

monochromator, Johanssonov

monochromator, Laucho

monochromator, Laueho,
asymetricky

monochromator, Laueho,
symetricky

monochromator, multivrstvovy

Laue method

polycrystalline method

powder method

precession method

direct method

Rietveld method

superposition method

Weissenberg method

dilution method

methods of crystal structure
analysis

Patterson methods

vector methods

figure of merit

microdefect

microfocus

microfocus

polarizing microscope

structure model

polymorphic modifications

modulus of structure factor

integral reflectivity

monochromatization

monochromator

Bartels monochromator

Bragg monochromator

symmetric Bragg
monochroma tor

asymmetric Bragg
monochromator

von Hamos monochromator

double-crystal monochromator

focusing monochromator

Johann monochromator

Johansson monochromator

Laue monochromator

asymmetric Laue
monochromator

symmetric Laue
monochromator

multilayer monochromator
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Cl
Cl
Cl
Cl
C2
C2
C2
Cl
C3
C2

C2
C2
C3
A6
D4
D4
A4
C2
Al
B3
B3
D3
D3
D3
D3
D3

D3

D3
D3
D3
D3
D3
D3
D3

D3

D3

85
86
86
85
97
99
97
85
104
95

96
96
102
51
133
133
37
95
16
70
80
124
124
126
125
125

125

127
125
127
127
127
125
125

125

126



monokrystal

motiv, Struktarny

mriezka, Bravaisova
mriezka, kryStalova
mriezka, priama

mriezka, priamkova
mriezka, priestorova
mriezka, reciproka
mriezka, reciproka, vadzena
mriezka, rovinna

nadgrupa symetrie
nadmriezka

nanokrystal

napétie, vonkajSie

napdtie, zvyskové

napitie, zvyskové, 1. druhu
napatie, zvyskové, I1. druhu
napatie, zvyskové, III. druhu
narastanie, rovnobezné
nasobnost’ polohy

nasobnost’ rota¢nej osi
neusporiadanost’, Frenkelova
neusporiadanost’, intrinzicka
neusporiadanost’, pozic¢na
neusporiadanost’, Schottkyho
neusporiadanost’, substitu¢na
neusporiadanost’, vlastna
normala, opticka

oblak, Cottrellov

oblak, Snoekov

oblast’ koherentného rozptylu

oblast’, koherentna

oblast’, kryStalograficka

obraz, difrakény

obrazec, Kikuciho

obrazec, difrakény

obrazec, interferencny,
konoskopicky

Slovensko-anglicky index

single crystal

structural motif

Bravais lattice

crystal lattice

direct lattice

row lattice

space lattice

reciprocal lattice
weighted reciprocal lattice
plane lattice

supergroup
superlattice

nanocrystal

external stress

residual stress

residual stress of type L.
residual stress of type II.
residual stress of type III.
parallel overgrowth

site multiplicity

axis multiplicity

Frenkel disorder

self disorder

positional disorder
Schottky disorder
substitutional disorder
self disorder

optic normal

Cottrell atmosphere

Snoek atmosphere

coherent domain

coherent domain
crystallographic orbit
diffraction pattern

Kikuchi pattern

diffraction pattern

conoscopic interference pattern
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Cl
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
B3
Al

A3
Al
Al
C5
C5
C5
C5
C5
AS
A3
A3
A6
A6
Al
A6
Al
A6
A4

A6
A6
B2
B2
A3
B2
Cl
B2
A4

83
10
12

10

14
68

28
10

109
109
109
109
109
40
31
28
44
44

44

44
36

49
49
59
59
31
61
89
62
38



Slovensko-anglicky index

obrazec, leptovy

obrazec, polovy

obvod, zhasaci

ohnisko rtg lampy

ohyb na dislokécii
okienko rtg lampy

okno, chybové

oktaéder

operacia antisymetrie
operacia dvojcatenia
operacia simernosti
operacia symetrie
operacia symetrie 1. druhu
operacia symetrie 2. druhu
operacia symetrie, bodova
operécia symetrie, enantiomorfna

operacia symetrie, jednoducha

operacia symetrie, kongruentna

operacia symetrie,
kryStalograficka

operacia symetrie, lokalna

operacia symetrie,
nekryStalograficka

operacia symetrie, nevlastna

operacia symetrie, otvorend

operacia symetrie, parcialna

operacia symetrie, totalna

operacia symetrie, uzavreta

operacia symetrie, vlastna

operacia symetrie, zlozena

operacia, zrastova

optimalizacia

orientdcia, prednostna

0s goniometra

os krystalu, opticka

os textary

0s zOny

o0s, polarna, jedine¢na

0s, rotacna

0s, rotoinverzna

etch figure

pole figure

quenching circuit

X-ray tube focus, focal spot

dislocation kink

X-ray tube window

error window

octahedron

antisymmetry operation

twin operation

symmetry operation

symmetry operation

first-sort symmetry operation

second-sort symmetry operation

point symmetry operation

enantiomorphic symmetry
operation

single symmetry operation

congruent symmetry operation

crystallographic symmetry
operation

local symmetry operation

noncrystallographic symmetry
operation

improper symmetry operation

space-group symmetry operation

partial symmetry operation

total symmetry operation

point-goup symmetry operation

proper rotation

combined symmetry operation

twin operation

optimization

preferred orientation

goniometer axis

optic axis

texture axis

zone axis

unique polar axis

rotation axis

rotoinversion axis
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A4
C4
D5
D4
A6
D4
C3
A2
A3
AS
A3
A3
A3
A3
A3
A3

A3
A3
A3

A3
A3

A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
AS
C3
C4
D2
A4
C4
A2
A3
A3
A3

39
106
136
132

46
133
102

21

25

40

25

25

26

26

27

26

26
26
25

26
25

26
27
26
25
26
26
26
40
102
106
120
36
106
22
29
28
28



Slovensko-anglicky index

os, skrutkova

osnova mriezkovych priamok
osnova mriezkovych rovin
otacavost’, opticka

otoCenie

par, Bijvoetov

par, Friedelov
parakrystal
parameter odchylky

parameter usporiadanosti na dial’ku
parameter usporiadanosti nablizko

parameter, Debyeov
parameter, mriezkovy
parameter, Strukturny
parameter, teplotny

parameter, teplotny, anizotropny

pas, sklzovy

pediéon

pendellosung
pentagdndodekaéder
pentagdn-tri oktaéder
pentagdn-tri tetraéder
perioda identity

perioda identity, zdkladna
pinakoid

plateau, Darwinovo
pleochroizmus

plocha, disperzna

plocha, disperzna dvojvlnova
plocha, gulova, Ewaldova
plocha, gul'ova, limitujica
podgrupa symetrie
podmienka, difrakéna
podmienka, disperzna
podmienky, difrakéné, Laueho
podmienky, okrajové
podmienky, reflexné
podmriezka

pol mriezkovej roviny

SCrew axis

set of lattice lines
set of lattice planes
optical rotation
rotation

Bijvoet pair

Friedel pair

paracrystal

deviation parameter

long range order parameter
short range order parameter
Debye parameter

lattice parameter

structure parameter
temperature parameter
anisotropic temperature factor
slip band

pedion

Pendellosung

pyritohedron

gyroid

tetartoid

identity period

lattice parameter

pinacoid

Darwin plateau
pleochroism

dispersion surface
two-wave dispersion surface
Ewald sphere

limiting sphere

symmetry subgroup
diffraction condition
dispersion condition

Laue diffraction conditions
boundary conditions
reflection conditions
sublattice

lattice plane pole
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A3
Al
Al
A4
A3

B3
B3
Al
B3
Al
Al
B3
Al
Cl
B3
B3
A6
A2
B3
A2
A2
A2
Al
Al
A2
B3
A4
B3
B3
B2
B2
A3
B2
B3
B2
B3
B3
Al
C4

28
10
11
39
27

72
72

79
16
16
69
11
81
69
69
48
19
73
21
21
22
10
12
19
80
38
77
77
64
64
28
63
77
63
78
68
10
107



Slovensko-anglicky index

polarizacia elektromagnetického
vilnenia

polarizacia p, p-polarizacia

polarizécia s, s-polarizécia

polarizacia svetla, elipticka

polarizacia svetla, kruhova

polarizacia svetla, linedrna

polarizacia, linedrna (rtg Ziarenia)

polarizator

polhrubka

poloha, difrakéna

poloha, intersticidlna

poloha, limitna (na projekcii)

poloha, Specialna (na projekcit)

poloha, Specialna (v Struktare)

poloha, v§eobecna (na projekcii)

poloha, vSeobecna (v Struktire)

poloha, Wyckoffova

polomer goniometra

polomer, atbmovy

polomer, i6novy

polomer, kovalentny

polsirka difrak¢nej Ciary

polygonizacia

polymorfizmus

polytypizmus

pomer signalu k Sumu

porucha, antifrenkelovska

porucha, bodova

porucha, Ciarova

porucha, Frenkelova

porucha, makroskopicka

porucha, mikroskopicka

porucha, objemova

porucha, plosna

porucha, radia¢na

porucha, Schottkyho

porucha, Struktiurna

postavenie, druhé

postavenie, prvé

postavenie, tretie

polarization of electromagnetic
waves
p-polarization
s-polarization
elliptic polarization
circular polarization
linear polarization
linear polarization
polarizer
halflayer
diffraction position
interstitial position
limiting position
special position
special position
general position
general position
Wyckoff position
radius of goniometer
atomic radius
ionic radius
covalent radius
FWHM, line half-width
polygonization
polymorphism
polytypism
peak-to-background ratio
antifrenkel pair
point defect
line defect
Frenkel pair
macrodefect
microdefect
volume defect
plane defect
radiation defect
Schottky defect
structure defect
second position
first position
third position
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D4

D4
D4
A4
A4
A4
D4
A4
D4
B2
A6
A2
A2
A3
A2
A3
A3
D2
Al
Al
Al
Cl
A6
Al
Al
D5
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
Al
Al
Al

130

130
130
34
34
34
130
37
131
63
43
24
24
31
24
31
31
120
17
17
17
88
50
16
17
135
44
43
44
43
51
51
51
49
44
43
43
13
13
13



Slovensko-anglicky index

pozadie signalu

pravidla, Bravaisove

precipitat

precipitat, ¢iastocne koherentny
precipitat, koherentny
precipitat, nekoherentny
preparat

preparat, orientovany
preparat, praSkovy

prerastlica

priamka, mriezkova

priamka, uzlova

prierez, celkovy G¢inny
prierez, diferencidlny u¢inny
priestor, priamy

priestor, reciproky

priestor, vektorovy

princip, Neumannov

princip, Voigtov

princip, Curieho

prizma

problém, fazovy

procedura, Rachingerova
profil difrak¢nej Ciary

profil difrak¢nej Ciary, fyzikalny
profil difrak¢nej Ciary, vlastny
profilovanie fadzového zlozenia
projekcia, gndmonicka
projekcia, gul'ova

projekcia, kryStalograficka
projekcia, stereograficka
prostredie, opticky anizotropné
prostredie, opticky izotropné
prvok symetrie

PSD detektor

pseudosymetria

pyramida

rad difrakcie
rad Strukturneho invariantu
rad, Fourierov

background

Bravais rules

precipitate

partially coherent precipitate
coherent precipitate
incoherent precipitate
specimen

oriented specimen

powder specimen
interpenetrating twin
lattice line

lattice line

total cross-section
differencial cross-section
direct space

reciprocal space

vector space

Neumann principle

Voigt principle

Curie principle

prism

phase problem

Rachinger procedure
diffraction line profile
physical profile

physical profile

profiling of phase composition
gnomonic projection
spherical projection
crystallographic projection
stereographic projection
optically anisotropic medium
optically isotropic medium
symmetry element

PSD

pseudosymmetry

pyramid

order of diffraction
order of structure invariant
Fourier series
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D5
Al
A6
A6
A6
A6
Cl
Cl
Cl
AS
Al
Al
Bl
Bl
Al
Al
C2
A4
A4
A4
A2
C2
Cl
Cl
Cl
Cl
C3
A2
A2
A2
A2
A4
A4
A3
D5
A3
A2

B2
C2
B3

135
11
51
51
51
51
83
83
83
41
10
10
54
54
10
14
96
33
33
33
20
93
89
88
88
88

105
23
23
23
23
35
35
28

137
25
20

63
98
71



reaktor, jadrovy

reflexia (difrakcia)

reflexia (operdcia symetrie)

reflexia, integralna

relacia, fazova

renormalizacia Struktarnych
faktorov

retikulografia

rez, Harkerov

R-faktor

RHEED

rieSenie kryStalovej Struktiry
rieSenie, kyvadlové
rombododekaéder
romboéder

rotacia

rotacia, nevlastna

rotacia, vlastna
rotoinverzia

rotoreflexia

rovina dvojcatenia

rovina goniometra

rovina, difrakéna

rovina, kompozi¢na
rovina, mriezkova

rovina, rozptylova

rovina, sklzna

rovina, sklznd, diagonalna
rovina, sklzna, diamantova
rovina, sklzna, osova
rovina, sklzova

rovina, uzlova

rovina, zrkadlova

rovnica, Braggova

rovnica, rozptylova, Debyeova

rovnice dynamickej tedrie,
zakladné

rovnice, Laueho

rovnice, Takagiho

rozliSenie detektora, energiové

Slovensko-anglicky index

nuclear reactor

reflection

reflection

integral reflection

phase relation

renormalization of structure
factors

reticulography

Harker section

R-factor

Reflection High-Energy
Electron Diffraction

crystal structure analysis

Pendellosung

dodecahedron

rhombohedron

rotation

improper rotation

proper rotation

rotoinversion

rotoreflection

twinning plane

goniometer plane

diffraction plane

compositional plane

lattice plane

scattering plane

glide plane

diagonal glide plane

diamond glide plane

axial glide plane

slip plane, glide plane

lattice plane

mirror plane

Bragg equation

Debye scattering equation

basic equations of dynamical
theory

Laue equations

Takagi equations

energy resolution
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D4
B2
A3
B3
C2
C2

C5
C2
C2
Cl

C2
B3
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A5
D2
B2
AS
Al
B2
A3
A3
A3
A3
A6
Al
A3
B2
B3
B3

B2
Cs
D5

133
60
27
66
98
94

113
97
100
90

92
73
21
20
27
26
26
27
27
41
120
61
41
10
60
28
28
28
28
46
11
28
64
67
76

63
113
135



Slovensko-anglicky index

rozliSenie detektora, priestorové

rozptyl neutrénov, jadrovy

rozptyl neutrébnov, magneticky

rozptyl neutrénov, malouhlovy,
pri vel'mi malom uhle dopadu

rozptyl rtg Ziarenia, malouhlovy,
pri ve'mi malom uhle dopadu

rozptyl ziarenia

rozptyl, Comptonov

rozptyl, difizny

rozptyl, difuzny, paramagneticky

rozptyl, difazny, tepelny

rozptyl, difizny, z neusporiadanosti

rozptyl, elasticky

rozptyl, magneticky, koherentny

rozptyl, malouhlovy

rozptyl, malouhlovy, neutrénov

rozptyl, malouhlovy, pri vel'mi
malom uhle dopadu
rozptyl, malouhlovy, rtg Ziarenia

rozptyl, neelasticky
rozptyl, nepruzny

rozptyl, pruzny

rozptyl, Rayleighov
rozptyl, Thomsonov
rozsirenie, pristrojové
roztok, tuhy

roztok, tuhy, intersticidlny
roztok, tuhy, neusporiadany
roztok, tuhy, substitu¢ny
roztok, tuhy, usporiadany

SAED

seminvariant, Struktarny

sfenoid

schopnost’, rozliSovacia detektora

schopnost’, rozliSovacia
monochromatora

spatial resolution

nuclear neutron scattering
magnetic neutron scattering
GISANS

GISAXS

radiation scattering

Compton scattering

diffuse scattering

paramagnetic diffuse scattering

thermal diffuse scattering

disorder diffuse scattering

elastic scattering

coherent magnetic scattering

small angle scattering

small anglle neutron scattering
(SANS)

grazing incidence small angle
scattering (GISAS)

small angle X-ray scattering
(SAXS)

inelastic scattering

inelastic scattering

elastic scattering

Rayleigh scattering

Thomson scattering

instrumental broadening

solid solution

interstitial solid solution

disordered solid solution

substitutional solid solution

ordered solid solution

Selected Area Electron
Diffraction

structure seminvariant

sphenoid

resolving power of detector

monochromator resolving
power
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D5
Cl
Cl
Cl

Cl

Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Cl
Cl

Cl

Cl

Bl
Bl
Bl
Bl
Bl
Cl
Al
Al
Al
Al
Al

Cl

C2
A2
D5
D3

135
91
91
87

87

52
54
55
57
55
55
52
58
87
87

87

87

52
52
52
54
54
88

o0 OO0 OO0 OO OO

89

98
19
135
124



Slovensko-anglicky index

siet’, Wulffova
skalenoéder

sken

sken, Renningerov
skenovanie

skenovanie (6-20)
skenovanie (6-0)
skenovanie, detektorové
skenovanie, linearne
skenovanie w, w-skenovanie
skenovanie, krokové
skenovanie, spojité

sklz

slucka, dislokacna
smer, jedine¢ny

smer, kryStalograficky
smer, opticky

smer, polarny

snimanie

snimka, difrak¢na
spresiiovanie krystalovej Struktary
spresilovanie s ohrani¢enim
spresiiovanie s viazanim
stena, dislokacna

stipec

stopa, difrakéna

stred sumernosti

stupen kryStalinity
stupen na dislokacii
stupen textary

stupnica, absolttna
sumernost’

supergrupa symetrie
superstruktura
suradnice, frakéné
suradnice, zlomkové
ststava, hexagonalna
sustava, jednoklonna
sustava, kockova
sustava, kolimacna
sustava, kosoStvorcova

Wulff net
scalenohedron

scan

Renninger scan

scan, scanning

scan (6-26)

scan (6-0)

detector scan

linear scan

w-scan

step scan

continuous scan

slip

dislocation loop
unique direction
crystallographic direction
optic direction

polar direction
scanning

diffraction pattern
crystal structure refinement
restrained refinement
constrained refinement
dislocation wall

rod, column
diffraction spot
inversion centre
degree of crystallinity
dislocation jog
degree of texture
absolute scale
symmetry

supergroup
superstructure
fractional coordinates
fractional coordinates
hexagonal system
monoclinic system
cubic system, isometric system
collimation system
orthorhombic system
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A2
A2
D2
B3
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
A6
A6
A3
Al
A4
A3
D2
B2
C2
C2
C2
A6
Al
B2
A3
Al
A6
C4
C2
A3
A3
Al
Cl
Cl
Al
Al
Al
D2
Al

24
20
121
74
121
122
122
122
122
122
121
121
46
47
29
11
36
29
121
62
100
100
100
48

63
28

46
106
93
25
28
18
82
82
14
13
14
119
13



Slovensko-anglicky index

sustava, kryStalograficka
sustava, kubicka
sustava, monoklinicka
sustava, ortorombicka
sustava, rombicka
sustava, romboédricka
sustava, Sest'uholnikova
sustava, Stvorcova
sustava, tetragonalna
sustava, trigondlna
sustava, triklinicka
sustava, trojklonna
sustava, trojuholnikova
svetlo, nepolarizované
svetlo, polarizované
svetlo, prirodzené
symbol priestorovej grupy
symbol, Bravaisov
symbol, difrakény
symbol, extink¢ény
symbol, Millerov
symbol, Wyckoffov
symetria

symetria difrakéného obrazu
symetria polohy
synchrotréon

syntéza F,

syntéza, diferenc¢na
syntéza, Fourierova
syntéza, Pattersonova
syntéza, Specidlna
systém, sklzovy

Sirka difrak¢énej Ciary, integralna
skala, absolutna

Skvrna, difrak¢na

SoSovka, Bertrandova

Splhanie

Standard

Standard, vnatorny

Standard, vonkajsi

U

crystal system

cubic system, isometric system
monoclinic system
orthorhombic system
orthorhombic system
trigonal system
hexagonal system
tetragonal system
tetragonal system
trigonal system
triclinic system
triclinic system
trigonal system
unpolarized light
polarized light
natural light
space-group symbol
Bravais symbol
diffraction symbol
extinction symbol
Miller symbol
Wyckoff letter
symmetry
diffraction pattern symmetry
site symmetry
synchrotron

F, synthesis
difference synthesis
Fourier synthesis
Patterson synthesis
special synthesis

slip system

integral width
absolute scale
diffraction spot
Bertrand lens
climb

standard

internal standard
external standard
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Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
A4
A4
A4
A3
A2
B3
B3
A2
A3
A3
B2
A3
D4
C2
C2
C2
C2
C2
A6

Cl
C2
B2
A4
A6
C3
C3
C3

13
14
13
13
13
14
14
13
13
13
13
13
13
34
34
34
30
22
68
68
22
31
25
62
31
133
93
93
92
96
93
48

88
93
63
37
46
102
103
103



Strbina detektora
Strbina, divergen¢na

Strbina, divergen¢nd, automaticka

Strbina, vstupna (komorky)

Strbina, vstupna (difraktometra)

Struktura latky

Struktura, bodova
Struktara, homodesmicka
Struktura, 16nova
Struktura, kovalentna
Struktura, kovova
Struktara, kryStalova
Struktara, kryStalova, idedlna
Struktura, mezomorfna
Struktura, modulovana
Struktura, mozaikova
Struktara, nesumeratel’na
Struktara, neusporiadana
Struktura, OD

Struktura, simeratel'na
Struktura, usporiadana
Struktary, enantiomorfné
Struktury, homometrické
Struktary, izovektoroveé
Sum detektora, vlastny

tenzometria, difrakéna
tenzor, gyracny

teoria difrakcie, dynamicka
teoria difrakcie, kinematicka
tercik rtg lampy

tetraéder

tetragon-tri oktaéder
tetragon-tri tetraéder
tetrahexaéder

textara

textlra, axialna

textura, deformacna

textura, dvojosova
textura, jednoosova

Slovensko-anglicky index

detector slit, receiving slit
divergence slit

automatic divergence slit
entrance slit, input slit
input slit, entrance slit
structure of matter

point structure
homodesmic structure
10nic structure

covalent structure
metallic structure

crystal structure

ideal crystal structure
mesomorphic structure
modulated structure
mosaic structure
incommensurate structure
disordered structure
OD-structure
commensurate structure
ordered structure
enantiomorphic structures
homometric structures
1sovector structures

basic noise

diffraction tensometry
gyration tensor

dynamical theory of diffraction
kinematical theory of diffraction

tube target
tetrahedron
trapezohedron
deltohedron
tetrahexahedron
texture
axial texture
deformation texture,
strain texture
biaxial texture
single axis texture
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D2
D2
D2
D1
D2
Al
C2
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
D5

C5
A4
B3
B3
D4
A2
A2
A2
A2
C4
C4
C4

C4
C4

120
119
119
114
119

95
18
18
18
18

18

18

17
18

18
18
18
135

109
39
65
65

132
21
21
22
21

106

107

108

107
107



Slovensko-anglicky index

textura, rastova

textira, valcovacia

textura, viacnasobna

textira, vlaknova

textura, vlaknova, jednoducha
textlra, vlaknova, prstencova
textlra, vlaknova, Spiralova
tienidlo, fluorescencné

tok, fotonovy

tok, ziarivy

topografia, difrak¢na
topografia, dvojkrystalova

topografia, polychromaticka
topografia, projekéna

topografia, projekcna, limitovana
topografia, sekéna

topografia, sekven¢na

topografia, synchrotronova
topogram

transformacia, Fourierova
transformadcia, ortogonalna

translacia, mriezkova

transmisia, anomalna

trapezoéder

trieda symetricky ekvivalentnych
zaCiatkov

trigon-tri oktaéder

trigon-tri tetraéder

trojuholnik, Borrmannov

trubica, rontgenova

tvar krystalu

tvar, kryStalovy

tvar, krystalovy, otvoreny

tvar, kryStalovy, uzavrety

typ textary

ucinnost’, detek¢na
uhol dopadu

growth texture

rolling texture

multiple texture

fiber texture

simple fibre texture

ring fibre texture

spiral fibre texture

fluorescence screen

photon flux

radiant power

diffraction topography

double crystal topography,
plane-wave topography

polychromatic topography

projection topography

limited projection topography

section topography
sequential topography,
rocking curve imaging
synchrotron topography
topogram
Fourier transform
orthogonal transformation,
1sometric transformation
lattice translation
anomalous transmission
trapezohedron
equivalence class

trisoctahedron
tristetrahedron
Borrmann triangle
X-ray tube

crystal shape
crystal form

open crystal form
closed crystal form
texture type

detection efficiency
incidence angle
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C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
D5
D4
D4
C5
C5

C5
Cs
G5
Cs
C5

C5
C5
B3
A3

A3
B3
A2
C2

A2
A2
B3
D4
A2
A2
A2
A2
C4

D5
D2

108
108
108
107
107
107
107
137
128
128
110
112

111
112
112
112
112

113
110
71
25

27
73
20
98

21
22
74
132
19
19
19
19
106

135
121



Slovensko-anglicky index

uhol ramena detektora
uhol, Braggov
uhol, difrakény
uhol, rozptylovy
uhol, vdzbovy
uloZenie filmu, Debyeovo-
-Scherrerovo
ulozenie filmu, Straumanisovo
ulozenie filmu, van Arkelovo
usporiadanie databazy, inverzné
usporiadanie databazy, priame
usporiadanie na odraz
usporiadanie na priechod
usporiadanie, Debyeovo-
-Scherrerovo
usporiadanie, disperzné
usporiadanie, disperzné,
Stvorkrystalové
usporiadanie, disperzné, slabé
usporiadanie, najtesnejsie
usporiadanie, nedisperzné
usporiadanie, nefokusacné
usporiadanie, reflexné
usporiadanie, tesné
usporiadanie, transmisné
usporiadanost’ na dial’ku
usporiadanost’ nablizko
usporiadanost’, chemicka
usporiadanost’, topologicka
uzol

vakancia

vejar, Borrmannov
vektor bazy

vektor, bazovy
vektor, Burgersov
vektor, difrakény
vektor, medziatomovy
vektor, mriezZkovy
vektor, rozptylovy
vektor, vinovy

angle of detector arm

Bragg angle

diffraction angle

scattering angle

chemical bond angle
Debye-Scherrer film loading

Straumanis film loading

van Arkel film loading

inverse arrangement of database
direct arrangement of database
back-reflection arrangement
forward-reflection arrangement
Debye-Scherrer arrangement

dispersive arrangement

four-crystal dispersive
arrangement

weak dispersive arrangement

closest packing

non-dispersive arrangement

non-focusing arrangement

reflection geometry

close packing

transmission geometry

long range order

short range order

chemical order

topological order

lattice point

vacancy
Borrmann fan
basis vector

basis vector
Burgers vector
diffraction vector
interatomic vector
lattice vector
scattering vector
wave vector
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D2
B2
B2
B2
C1
DI

Dl
D1
C3
C3
Dl
D1
Dl

D3
D3

D3
Al
D3
Dl
B3
Al
B3
Al
Al
Al
Al
Al

A6
B3
Al
Al
A6
B2
C2
Al
B2
B2

121
61
61
61
82

115

115
115
102
102
116
116
115

126
126

126
15
125
115
75
15
74
15
15
15
15

43
73
11
11
45
61
96
11
61
60



Slovensko-anglicky index

vektor, vlnovy, uhlovy angular wave vector
vektor, zékladny basic vector
vektory, reciprokeé reciprocal vectors
vlna rtg Ziarenia, stojata X-ray standing wave
vlna, Blochova Bloch wave
vlna, koherentna coherent wave
viny, koherentné coherent waves
vrstva layer
vyber, obverzny obverse setting
vyber, reverzny reverse setting
vybocenie na dislokacii dislocation kink
vyhasinanie, systematické systematic extinction
vykon, Zziarivy radiant power
vzdialenost’, medziatdbmova interatomic distance
vzdialenost’, medzirovinna interplanar spacing,
interplanar distance
vzorka sample, specimen
vzorka, kompaktna compact sample
vzorkovanie Pattersonovej funkcie ~ Patterson function sampling
vzt'ah, Thomsonov Thomson formula
weissenbergogram weissenbergogram
zZ,7
zakon, Friedelov Friedel's law
zékon, Moseleyov Moseley law
zakon, zrastovy twin law
zéznam, difrakény diffraction pattern
zdznam, difrak¢ény, vypocitany calculated diffraction pattern
zaznam, difraktometricky diffractometer record
zdznam, fotometricky photometric record
zdroj neutronov, spalacny spallation neutron source
zdroj rtg s kvapalnou anddou metal jet X-ray tube
zdroj, Frankov-Readov Frank-Read source
zhaSanie extinction
zhaSanie, agregatne aggregate extinction
zhasanie, unduldézne undulose extinction
zhluk bodovych portch point defect cluster
zOna zone
zoslabovanie Ziarenia extinction of radiation
zrast kryStalov crystal twin
zrastanie krystalov crystal twinning
zrast, cyklicky cyclic twin
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B2
Al
Al
B3
B3
B2
B2
Al
Al
Al
A6
B3
D4
Cl
Al

Cl
Cl
C2
B3
Cl

B3
D4
AS
B2
C3
B2
B2
D4
D4
A6
A4
A4
A4
A6
A2
D4
AS
A5
AS

60
11
14
80
76
59
59

14
14
46
68
128
82
11

83
83
97
66
85

72
130
41
62
105
62
62
133
132
48
38
38
38
44
22
131
40
42
41



Slovensko-anglicky index

zrast, deformacény

zrast, epitaxny

zrast, kontaktny

zrast, kryStalizany

zrast, kryStalograficky orientovany
zrast, meroédricky

zrast, mimeticky

zrast, ndhodny

zrast, penetracny

zrast, polysynteticky
zrast, pseudomeroédricky
zrast, racemicky

zrast, transformacny
zrkadlenie

zrkadlo, G6belovo

zrno krystalu

zrno, krystalické

zvazok, difraktovany
ziarenie, difraktované
ziarenie, elektronové
ziarenie, charakteristické
ziarenie, koherentné
ziarenie, nekoherentné
7larenie, neutronoveé
Ziarenie, primarne
ziarenie, rontgenové
Ziarenie, rontgenove, brzdné
ziarenie, rozptylené
ziarenie, synchrotrénové

deformation twin
epitaxial twin

contact twin

growth twin
crystallographically oriented twin
twin by merohedry
mimetic twin
nonoriented twin
penetration twin
polysynthetic twin
twin by pseudomerohedry
racemic twin
transformation twin
reflection

Gobel mirror

crystal grain

crystal grain

diffracted beam
diffracted radiation
electron radiation
characteristic radiation
coherent radiation
incoherent radiation
neutron radiation
primary radiation
X-ray radiation
Bremsstrahlung
scattered radiation
synchrotron radiation
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A5
AS
A5
AS
A5
AS
AS
AS
A5
AS
A5
AS
AS
A3
D3
Al
Al
B2
B2
D4
D4
B2
B2
D4
Bl
D4
D4
Bl
D4

42
42
41
42
40
41
41
40
41
41
41
42
42
27
126

61
60
128
129
59
59
129
52
129
129
52
133



Anglicko-slovensky index

Anglicky abecedny index so slovenskymi ekvivalentmi

(n+1)-wave approximation
sin?  method

a priori structure information

A-, B-, C-face centred cell

ab initio method

absolute integral intensity

absolute quantitative phase
analysis

absolute scale

absolute scale

absolute term of Fourier series

absolute units

absorption edge

absorption factor

absorption filter

addition method

aggregate extinction

allotriomorphic crystal

amorphous substance

analyzer

angle of detector arm

angular wave vector

anisotropic temperature factor

anisotropic temperature factor

anomalous absorption

anomalous dispersion

anomalous scattering method

anomalous transmission

anticathode

antifrenkel pair

antiphase boundary

antiphase domain

antisymmetry operation

aperture

areal PSD

asymmetric Bragg monochromator

(n+1)-vlnové aproximécia
metoda sin?

apriorna Struktirna informacia

bazicky centrovana bunka

metdda ab initio

absolutna integralna intenzita

absolutna kvantitativna fazova
analyza

absolutna stupnica

absolutna Skala

absolutny ¢len Fourierovho rozvoja

absolutne jednotky

absorp¢na hrana

absorpcny faktor

absorpcny filter

metoda pridavku

agregatne zhaSanie

alotriomorfny krystal

amorfna latka

analyzétor

uhol ramena detektora

uhlovy vinovy vektor

anizotropny teplotny faktor

anizotropny teplotny parameter

anomalna absorpcia

anomalna disperzia

metoda anomalneho rozptylu

anomalna transmisia

antikatoda rtg lampy

antifrenkelovské porucha

antifazova hranica

antifazova doména

operacia antisymetrie

clona

plosny polohovo citlivy detektor

Braggov asymetricky
monochroma4 tor
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B3
C5

C2
Al
C2
Cl
C3

C2
C2
C2
B1
D4
B3
D3
C3
A4
Al
Al
A4
D2
B2
B3
B3
B3
Bl
C2
B3
D4
A6
A6
A6
A3
D2
D5

D3

78
110

95
12
95
88
104

93
93
94
55
131
67
125
104
38

37
121
60
69
69
73
56
99
73
132
44
50
50
25
119
137

125



Anglicko-slovensky index

asymmetric diffraction
asymmetric Laue monochromator
asymmetric part of unit cell
asymmetry factor

atomic factor

atomic radius

atomic scattering factor
automatic divergence slit
axial divergence

axial glide plane

axial texture

axis multiplicity

background

back-reflection arrangement
balance filter

Bartels monochromator
Barth-Hosemann method
basic equations of dynamical theory
basic noise

basic vector

basis vector

basis vector

beam divergence

Belov symmetry group
Berg-Barrett method
Bertrand lens

biaxial crystal

biaxial texture

Bijvoet pair

birefringence

black-white symmetry group
Bloch wave

block

body centred cell

Born approximation
Borrmann effect

Borrmann fan

Borrmann triangle
boundary conditions

Bragg angle

asymetricka difrakcia

Laueho asymetricky monochromaétor
asymetrickd Cast’ zakladnej bunky
faktor asymetrie

atomovy faktor

atomovy polomer

atomovy rozptylovy faktor
automaticka divergencna Strbina
axialna divergencia

osova sklzna rovina

axialna textlra

nasobnost’ rota¢nej osi

pozadie signalu

usporiadanie na odraz
balan¢ny filter

Bartelsov monochromator
Barthova-Hosemannova metoda
zékladné rovnice dynamickej tedrie
vlastny Sum detektora
zakladny vektor

vektor bazy

bazovy vektor

divergencia zvizku

Belovova grupa
Bergova-Barrettova metdda
Bertrandova SoSovka

opticky dvojosovy krystal
dvojosova textara

Bijvoetov par

dvojlom svetla

¢iernobiela grupa

Blochova vina

blok

priestorovo centrovand bunka
Bornova aproximacia

jav, Borrmannov
Borrmannov vejar
Borrmannov trojuholnik
okrajové podmienky
Braggov uhol
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B3
D3
C2
B3
Bl
Al
Bl
D2
D2
A3
C4
A3

D5
D1
D4
D3
C5
B3
D5
Al
Al
Al
D2
A3
C5
A4
A4
C4
B3
A4
A3
B3
Al
Al
Bl
B3
B3
B3
B3
B2

75
125
95
74
55
17
55
119
119
28
107
28

135
116
132
126
111
76
135
11
11
11
119
32
111
37
36
107
72
35
32
76

12
53
73
73
74
78
61



Bragg case

Bragg equation

Bragg geometry
Bragg monochromator
Bragg-Brentano goniometer
Bragg-Laue geometry
Bravais indices
Bravais lattice

Bravais rules

Bravais symbol
Bremsstrahlung
building particle
building unit

Burgers vector

calculated diffraction pattern
calibration

calibration factor

centred cell
centrosymmetric point group
characteristic radiation
characteristic radiation line
charged dislocation
chemical bond angle
chemical order

cholesteric liquid crystal
circular polarization

climb

close packing

closed crystal form

closest packing

coherence length

coherent boundary

coherent domain

coherent magnetic scattering
coherent precipitate
coherent radiation

coherent wave

coherent waves

coincidence method

Anglicko-slovensky index

Braggova geometria
Braggova rovnica

Braggova geometria
Braggov monochromator
Braggov-Brentanov goniometer
Braggova-Laueho geometria
Bravaisove indexy
Bravaisova mriezka
Bravaisove pravidla
Bravaisov symbol

brzdné rontgenové Ziarenie
stavebna Castica

stavebna jednotka
Burgersov vektor

vypocitany difrakény zdznam

kalibracia

kalibra¢na konStanta

centrovand bunka

centrosymetricka bodova grupa

charakteristické Ziarenie

Ciara charakteristického Ziarenia

nabita dislokacia

vidzbovy uhol

chemicka usporiadanost’

cholestericky kvapalny krystal

kruhova polarizacia svetla

Splhanie

tesné usporiadanie

uzavrety kryStalovy tvar

najtesnejsie usporiadanie

koherenc¢na dizka

koherentna hranica

oblast’ koherentného rozptylu,
koherentnd oblast’

koherentny magneticky rozptyl

koherentny precipitat

koherentné Ziarenie

koherentna vina

koherentné viny

koinciden¢na metdda
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B3
B2
B3
D3
D2
B3
A2
Al
Al
A2
D4
Al
Al
A6

C3
C3
C3
Al
A3
D4
D4
A6
Cl
Al
Al
A4
A6
Al
A2
Al
B2
A6
B2

Bl
A6
B2
B2
B2
C2

75
64
75
125
121
75
22
12
11
22
129

45

105
103
103
12
29
129
130
49
82
15

34
46
15
19
15
59
50
59

58
51
59
59
59
97



Anglicko-slovensky index

collimation system

collimator

colour centre

colour symmetry group

combined symmetry operation

commensurate structure

compact sample

compensating wave plate

compositional plane

Compton scattering

congruent symmetry operation

conical camera

conoscopic interference pattern

constrained refinement

contact twin

continuous diffraction line

continuous scan

Convergent Beam Electron
Diffraction

coordination

coordination number

coplanar diffraction

Cottrell atmosphere

Cottrell atmosphere

covalent radius

covalent structure

Cromer-Mann coefficients

crystal

crystal form

crystal goniometer

crystal grain

crystal grain

crystal habit

crystal lattice

crystal shape

crystal structure

crystal structure analysis

crystal structure analysis

crystal structure refinement

crystal system

crystal twin

kolimacna ststava

koliméator

farebné centrum

farebné grupa

zloZena operacia symetrie
sumeratelna Struktara
kompaktna vzorka
kompenzator

kompozi¢na rovina
Comptonov rozptyl
kongruentnd operacia symetrie
kuzelova komdrka
interferen¢ny konoskopicky obrazec
spresiiovanie s viazanim
kontaktny zrast

suvisla difrak¢na Ciara

spojité skenovanie

CBED

koordinacia

koordinac¢né ¢islo

komplanarna difrakcia
Cottrellova atmosféra

Cottrellov oblak

kovalentny polomer

kovalentna Struktara
Cromerove-Mannove koeficienty
krystal

krystalovy tvar

goniometer na meranie kryStalov
zrno krystalu

krystalické zrno

habitus kryStalu

kryStalova mriezka

tvar krystalu

kryStalova Struktira

krystalova Strukturna analyza
rieSenie krystalovej Struktary
spresiiovanie krystalovej Struktary
kryStalograficka sustava

zrast kryStalov
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D2
D1
A6
A3
A3
Al
Cl
A4
AS
Bl
A3
Dl
A4
C2
AS
Cl
D2
Cl

Al
Al
B3
A6
A6
Al
Al
Bl
Al
A2
A2
Al
Al
A2
Al
A2
Al
C2
C2
C2
Al
AS

119
114
44
32
26
18
83
37
41
54
26
116
38
100
41
87
121
90

17
17
75
49
49
17
18
56

19
22

19

19

92
92
100
13
40



Anglicko-slovensky index

crystal twinning

crystalline particle

crystalline substance

crystallite

crystallographic direction
crystallographic orbit
crystallographic point group
crystallographic projection
crystallographic symmetry group

crystallographic symmetry operation

crystallographically oriented twin
cube

cubic system

Curie principle

cyclic twin

Darwin curve

Darwin plateau
Darwin-Prins curve

dead time

Debye parameter

Debye scattering equation
Debyegram

Debyegram

Debye-Scherrer arrangement
Debye-Scherrer camera
Debye-Scherrer film loading

Debye-Scherrer method
Debye-Waller factor
decorated dislocation
deformation texture
deformation twin
degree of crystallinity
degree of texture
deltohedron
densitometer
densitometer

density, volumic mass
detection efficiency
detector characteristic curve

zrastanie kryStalov

krystalické Castica

krystalickd latka

krystalit

krystalograficky smer
kryStalografickd oblast’
kryStalografickd bodova grupa
kryStalograficka projekcia
kryStalografickd grupa symetrie
kryStalografickd operacia symetrie
kryStalograficky orientovany zrast
kocka

kubicka sustava, kockova stustava
Curieho princip

cyklicky zrast

Darwinova krivka

Darwinovo plateau
Darwinova-Prinsova krivka
mftva doba

Debyeov parameter

Debyeova rozptylova rovnica
debyegram (difrak¢né metody)
debyegram (praSkové komorky)

Debyeovo-Scherrerovo usporiadanie

Debyeova-Scherrerova komorka

Debyeovo-Scherrerovo uloZenie
filmu

Debyeova-Scherrerova metoda

Debyeov-Wallerov faktor

dekorovana dislokécia

deformacna textara

deformacny zrast

stupen kryStalinity

stupen textary

tetragon-tri tetra¢der

denzitomer

fotometer

hustota

detek¢na u€innost’

charakteristika detektora
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AS
Al
Al
Al
Al
A3
A3
A2
A3
A3
A5
A2
Al
A4
AS

B3
B3
B3
D5
B3
B3
Cl
Dl
D1
DI
D1

Cl
B3
A6
C4
AS
Al
C4
A2
D5
D5
Cl
D5
D5

42

11
31
28
23
28
25
40
21
14
33
41

79
80
80
135
69
67
86
115
115
115
115

86
69
49
108
42

106

22
134
134

81
135
136



detector linearity
detector scan

detector slit

deviation parameter
diadochy

diagonal glide plane
diamond glide plane
difference Patterson map
difference synthesis
differencial cross-section
diffracted beam
diffracted radiation
diffraction

diffraction angle
diffraction camera
diffraction condition
diffraction cone
diffraction contrast
diffraction indexing
diffraction indices
diffraction line
diffraction line profile
diffraction maximum
diffraction method
diffraction pattern
diffraction pattern

diffraction pattern geometry
diffraction pattern symmetry
diffraction plane

diffraction position
diffraction spot

diffraction symbol
diffraction tensometry
diffraction topography
diffraction vector
diffractogram
diffractometer
diffractometer record
diffuse scattering

dilution method

Anglicko-slovensky index

linearita detektora

detektorové skenovanie

Strbina detektora

parameter odchylky

diadochia

diagonalna sklzna rovina,

diamantova sklzné rovina

Pattersonova diferencnd mapa

diferen¢nd syntéza

diferencialny G¢inny prierez

difraktovany zviazok

difraktované Ziarenie

difrakcia

difrakény uhol

difrakénéd komorka

difrak¢nd podmienka

difrakény kuzel

difrak¢ny kontrast

indexovanie difrakcii

difrakéné indexy

difrak¢na Ciara, difrak¢na linia

profil difrakcnej Ciary

difrakéné maximum

difrakénd metdda

difrakény obraz

difrakény obrazec, difrakéna
snimka, difrakény zaznam

geometria difrakéného obrazu

symetria difrak¢ného obrazu

difrak¢na rovina

difrak¢né poloha

difrak¢na stopa, difrakéna Skvrna

difrakény symbol

difrak¢na tenzometria

difrak¢nd topografia

difrakény vektor

difraktogram

difraktometer

difraktometricky zaznam

difizny rozptyl

zried'ovacia metoda
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D5
D2
D2
B3
Al
A3
A3
C2
C2
Bl
B2
B2
B2
B2
D1
B2
Cl
C5
Cl
B2
Cl
Cl
B2
Cl
B2
B2

B2
B2
B2
B2
B2
B3
C5
C5
B2
B2
D2
B2
Bl
C3

135
122
120
79
16
28
28
97
93
54
61
60
60
61
114
63
87
110
89
63
87
88
60
83
61
62

61
62
61
63
63
68
109
110
61
62
118
62
55
104



Anglicko-slovensky index

diploid

dipyramid

direct arrangement of database
direct lattice

direct method

direct space

disclination

discriminator

dislocation

dislocation core

dislocation forest
dislocation jog

dislocation kink

dislocation kink

dislocation line

dislocation loop

dislocation wall

disorder diffuse scattering
disordered crystal
disordered solid solution
disordered structure
dispersion condition
dispersion surface
dispersive arrangement
disphenoid

dissociated dislocation
distortion function
divacancy

divergence slit
dodecahedron

dome

double crystal topography
double interstitial
double-crystal monochromator
dynamical diffraction effect
dynamical theory of diffraction

edge dislocation
elastic scattering
elastic scattering

E

didodekaéder
dipyramida

priame usporiadanie databazy
priama mriezka

priama metoda

priamy priestor
disklinacia
diskriminator
dislokacia

jadro dislokacie
dislokacny les

stupen na dislokacii
ohyb na dislokacii
vybocenie na dislokacii
disloka¢na Ciara
dislokac¢na slucka
dislokacna stena

difazny rozptyl z neusporiadanosti

neusporiadany krystal
neusporiadany tuhy roztok
neusporiadana Struktira
disperzna podmienka
disperzna plocha
disperzné usporiadanie
disfenoid

disociovana dislokacia
skresl'ovacia funkcia
dvojvakancia

divergenéna Strbina
rombododekaéder

déma

dvojkrystalova topografia
dvojity intersticial
dvojkrystalovy monochromator
dynamicky difrakény jav
dynamicka teoria difrakcie

hranova dislokacia

elasticky rozptyl
pruzny rozptyl
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A2
A2
C3
Al
C2
Al
A6
D5
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6
Bl
Al
Al
Al
B3
B3
D3
A2
A6
D3
A6
D2
A2
A2
C5
A6
D3
B3
B3

A6
Bl
Bl

21
20
102
10
97
10
48
136
45
45
49
46
46
46
45
47
48
55

o0

77
77
126
20
47
124
44
119
21
19
112
44
125
72
65

45
52
52



Electron Back Scattering
Diffraction

electron density

electron density map

electron diffraction

electron diffraction analysis

electron radiation
electron units
elliptic polarization

enantiomorphic point group

enantiomorphic structures

enantiomorphic symmetry
operation

energy resolution

entrance slit

entrance slit

epitaxial twin

equatorial divergence

equivalence class

error window

etch figure

Eulerian cradle
Ewald construction
Ewald sphere
exposition

exposure

external standard
external standard method
external stress
extinction

extinction contrast
extinction length
extinction of radiation

extinction symbol
extraordinary beam
extrinsic stacking fault

face centred cell
factor analysis

Anglicko-slovensky index

EBSD

elektronova hustota

mapa elektronovej hustoty
difrakcia elektronov

elektronova difrakéna analyza
elektronové ziarenie

elektronové jednotky

elipticka polarizacia svetla
enantiomorfna bodova grupa
enantiomorfné Struktiry
enantiomorfné operacia symetrie

energiové rozliSenie detektora

vstupnd Strbina (komorky)

vstupna Strbina (difraktometra)

epitaxny zrast

ekvatorialna divergencia

trieda symetricky ekvivalentnych
zaCiatkov

chybové okno

leptovy obrazec

Eulerova koliska

Ewaldova konstrukcia

Ewaldova gul'ova plocha

expozicia

expozicia

vonkajsi Standard

metoda vonkajSieho Standardu

vonkajSie napatie

zhéaSanie

extinkény kontrast

extinkéna dizka

extinkcia ziarenia,
zoslabovanie Ziarenia

extink¢ény symbol

mimoriadny 14¢

extrinzicka vrstevna chyba

plosne centrovand bunka
faktorova analyza
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Cl

C2
C2
Cl
Cl
D4
Bl
A4
A3
Al
A3

D5
D1
D2
AS
D2
C2

C3
A4
D2
B2
B2
D5
D5
C3
C3
C5
A4
C5
B3
D4

B3
A4
A6

Al
C3

90

92
92
84
89
128
55
34
29
18
26

135
114
119
42
119
98

102
39
122
64
64
134
134
103
103
109
38
111
65
139

68
35
51

12
104



fiber texture

figurative point

figure of merit

film cassette

filtration, search

first position

first-sort symmetry operation
flat-cassette camera
fluorescence screen

F, synthesis

focal spot

focusing camera
focusing circle

focusing monochromator
formula unit

forward-reflection arrangement

four-circle diffractometer

four-crystal dispersive
arrangement

Fourier map

Fourier series

Fourier synthesis

Fourier transform

fractional coordinates

Frank dislocation
Frank-Read source

Free Electron Laser (FEL)
Frenkel disorder

Frenkel pair

Friedel group

Friedel pair

Friedel's law

Full Width at Half Maximum
FWHM, line half-width

Gandolfi camera
gas-filled counter
Geiger-Miiller counter
general position

Anglicko-slovensky index

vlaknova textira

pozi¢ny bod

miera zhody

filmova kazeta

filtracia

prvé postavenie

operacia symetrie 1. druhu

komorka s rovinnym filmom

fluorescencné tienidlo

syntéza F,

ohnisko rtg lampy

komorka s fokusaciou

fokusacné kruznica

fokusa¢ny monochromator

vzorcova jednotka

usporiadanie na priechod

Stvorkruhovy difraktometer

Stvorkrystalové disperzné
usporiadanie

Fourierova mapa

Fourierov rad

Fourierova syntéza

Fourierova transforméacia

frakéné suradnice,
zlomkové suradnice

Frankova dislokacia

Frankov-Readov zdroj

laser s voI'nymi elektronmi (FEL)

Frenkelova neusporiadanost’

Frenkelova porucha

Friedelova grupa

Friedelov par

Friedelov zdkon

FWHM

polsirka difrakcnej Ciary

Gandolfiho komorka

plynovy detektor
Geigerov-Miillerov detektor
vSeobecna poloha (na projekcii)
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C4
A2
C3
D1
C3
Al
A3
D1
D5
C2
D4
DI
D1
D3
Cl
Dl
D2
D3

C2
B3
C2
B3

Cl

A6
A6
D4
A6
A6
B2
B3
B3
Cl
Cl

D1
D5
D5
A2

107

23
102
114
102

13

26
115
137

93
132
115
115
127

82
116
118
126

93
71
92
71

82

47
48
133
44
43
62
72
72
88
88

116
135
136

24



general position
geometrical factor
ghost

GISANS

GISAXS

glide plane

glide plane

gnomonic projection

Gobel mirror

goniometer

goniometer axis

goniometer head

goniometer plane

goodness of fit

gradient method

grain boundary

grazing incidence diffraction

grazing incidence small angle
scattering (GISAS)

growth texture

growth twin

Guinier camera

gyration tensor

gyroid

halflayer

Harker maximum
Harker section
heavy atom method
helical dislocation
hemihedral group
hexagonal system

hexahedron

hexoctahedron

hextetrahedron

High Resolution Transmission
Electron Microscopy

high-pressure camera

Anglicko-slovensky index

vSeobecna poloha (v Struktare)

geometricky faktor

faloSné¢ maximum

malouhlovy rozptyl neutréonov
pri vel'mi malom uhle dopadu

malouhlovy rozptyl rtg ziarenia
pri ve'mi malom uhle dopadu

sklzn4 rovina

sklzova rovina

gnomonicka projekcia

Gobelovo zrkadlo

goniometer (difraktometra)

0s goniometra

goniometricka hlavica

rovina goniometra

kvalita spresiiovania

metdda gradientu

hranica zrna

difrakcia pri malom uhle dopadu

malouhlovy rozptyl pri vel'mi
malom uhle dopadu

rastova textura

kryStalizacny zrast

Guinierova komorka

gyracny tenzor

pentagdn-tri oktaéder

polhrabka

Harkerovo maximum

Harkerov rez

metoda tazkého atomu

zavitnicova dislokacia

hemiédricka grupa

hexagonalna ststava,
Sestuholnikova sustava

hexaéder

hexaoktaéder

hexatetraéder

HRTEM

vysokotlakova komorka
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A3
B3
C2
Cl

Cl

A3
A6
A2
D3
D2
D2
D2
D2
C2
C2
A6
Cl
Cl

C4
AS
D1
A4
A2

D4
C2
C2
C2
A6
A3
Al

A2
A2
A2
Cl

D1

31
66
93
87

87

28
46
23
126
120
120
122
120
100
97
49
86
87

108
42
116
39
21

131
97
97
97
47
29
14

21
21
21
90

116



high-temperature camera
holographic method
holohedral group
homodesmic structure
homometric structures
horizontal goniometer
hypidiomorphic crystal

1deal crystal

ideal crystal structure
1deally mosaic crystal
identity

1dentity period

idiomorphic crystal
imaging foil

improper rotation

improper symmetry operation
impurity interstitial
incidence angle

incoherent boundary
incoherent precipitate
incoherent radiation
incommensurate structure
independent part of unit cell
index of database

indicatrix

inelastic scattering

input slit

input slit

instrumental broadening
integral intensity

integral intensity of diffraction
line

integral intensity of diffraction

integral reflection

integral reflectivity

integral transmittivity
integral width

Anglicko-slovensky index

LJ

vysokoteplotna komorka
holografickd metoda
holoédricka grupa
homodesmicka Struktira
homometrické Struktiry
horizontalny goniometer
hypidiomorfny krystal

ideélny krystal
idealna kryStalova Struktira
1dealne mozaikovy krystal
identita
peridda identity
idiomorfny krystal
zobrazovacia folia, pamét'ova folia
nevlastna rotacia
nevlastna operacia symetrie
primesovy intersticial
uhol dopadu
nekoherentna hranica
nekoherentny precipitat
nekoherentné Ziarenie
nesumeratelnd Struktira
nezavisla Cast’ zakladnej bunky
index databazy
elipsoid indexu lomu, indikatrix
nepruzny rozptyl,
neelasticky rozptyl
vstupna Strbina (komorky)
vstupna Strbina (difraktometra)
pristrojové rozSirenie
integralna intenzita difrakéného
maxima
integralna intenzita difrakcnej
Clary
integralna intenzita difrakcie
integralna reflexia
integralna intenzita difrakcie,
integralna reflexna mohutnost’
integralna intenzita transmisie
integralna Sirka difrakcnej Ciary
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D1
C2
A3
Al
Al
D2
Al

Al
Al
Al
A3
Al
Al
D5
A3
A3
A6
D2
A6
A6
B2
Al
C2
C3
A4
Bl

Dl
D2
Cl
B3

Cl
B3
B3
B3

B3
Cl

117
99
29
18
18

120

~N O

28

134
26
26
43

121
50
51
59
18
95

101
36
52

114
119
88
66

88
80
66
80

80
88



Anglicko-slovensky index

intensifying screen
interatomic distance
interatomic vector
interference color
interference function
internal standard

internal standard method
interpenetrating twin
interplanar distance
interplanar spacing
interstitial

interstitial atom

interstitial position
interstitial solid solution
intrinsic stacking fault
inverse arrangement of database
inversion

inversion centre

ionic radius

1onic structure

ionization chamber
ionization energy

isogonal space groups
isometric system

isometric transformation
isomorphism

isomorphous replacement method
1sostructural substances
isotopic incoherence
1sotropic temperature factor
isovector structures
iterative method

Johann monochromator
Johansson monochromator

Ko-doublet

K[Aline

Karle-Hauptman determinant
Karle-Hauptman matrices
key of database

Kikuchi pattern

zosilnovacia folia
medziatdmova vzdialenost’
medziatomovy vektor
interferen¢na farba
interferen¢na funkcia
vnutorny Standard

metoda vnutorného Standardu
prerastlica

medzirovinna vzdialenost’
medzirovinna vzdialenost’
intersticial

intersticidlny atom
intersticialna poloha
intersticialny tuhy roztok
intrinzickd vrstevna chyba
inverzné usporiadanie databazy
inverzia

stred sumernosti

16novy polomer

16nova Struktura

ioniza¢na komora

ionizacna energia

izogonalne priestorové grupy
kubicka sustava, kockova sustava
ortogondlna transformécia
1zomorfizmus

metoda izomorfného nahradenia
1zoStruktirne latky

izotopova inkoherencia
1zotropny teplotny faktor
izovektorové Struktury
itera¢na metoda

Johannov monochromator
Johanssonov monochromator

dublet K«

Ciara Kf3

Karleho-Hauptmanov determinant
Karleho-Hauptmanove matice
kl'u¢ databazy

Kikuciho obrazec
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D5
Cl
C2
A4
B3
C3
C3
AS
Al
Al
A6
A6
A6
Al
A6
C3
A3
A3
Al
Al
D5
D4
A3
Al
A3
Al
C2
Al
Bl
B3
Al
C2
D3
D3

D4
D4
C2
C2
C3
Cl

134
82
96
38
70

103

103
41
11
11
43
43
43

50
102
27
28
17
18
136
129
32
14
25
16
99
16
57
69
18
99
127
127

130
130
98
98
101
89



kinematical theory of diffraction

Kratky camera
K 5—ﬁlter

labelled vector method
Lang method

lattice basis

lattice factor

lattice line

lattice parameter

lattice parameter

lattice plane

lattice plane pole

lattice point

lattice translation

lattice vector

Laue camera

Laue case

Laue diffraction conditions
Laue equations

Laue geometry

Laue group

Laue indices

Laue method

Laue monochromator

Laue point

Laue-Bragg geometry
lauegram

layer

limited projection topography
limiting position

limiting sphere

line defect

line profile approximation
linear absorption coefficient
linear extinction coefficient

linear polarization (of light)
linear polarization (of X-rays)
linear PSD

Anglicko-slovensky index

kinematicka teoria difrakcie
Kratkého komorka
filter B, B-ilter

metoda znacené¢ho vektora
Langova metoda
baza mriezky
mriezkovy faktor
mriezkova priamka, uzlova priamka
mriezkovy parameter,

mriezkova konstanta
zakladna perioda identity
mriezkova rovina, uzlova rovina
pol mriezkovej roviny
mriezkovy bod, uzol
mriezkové translacia
mriezkovy vektor
Laueho komorka
Laueho geometria
Laueho difrakéné podmienky
Laueho rovnice
Laueho geometria
Laueho grupa
Laueho indexy
Laueho metoda
Laueho monochrométor
Laueho bod
Laueho-Braggova geometria
lauegram
vrstva
limitovand projek¢né topografia
limitnd poloha (na projekcii)
limitujuca gul'ova plocha
¢iarova porucha
aproximacia profilu difrakénej Ciary
linedrny koeficient absorpcie
linearny koeficient extinkcie,

linearny koeficient zoslabovania
line4rna polarizacia svetla
linedrna polarizacia (rtg Ziarenia)
linearny polohovo citlivy detektor
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B3
DI
D4

C2
C5
Al
B3
Al
Al

Al
Al
C4
Al
A3
Al
D2
B3
B2
B2
B3
B2
B2
Cl
D3
B3
B3
Cl
Al
C5
A2
B2
A6
Cl
D4
D4

Ad
D4
D5

65
116
132

99
111
11
70
10
11

12
10
107

27
11
122
74
63
63
74
62
63
85
125
77
75
86

112
24
64
44
88

131

131

34
130
137



Anglicko-slovensky index

linear scan

liquid crystal

local symmetry operation
Lomer-Cottrell dislocation
long range order

long range order parameter
Lorentz factor

Lorentz point

low angle boundary, lineages
Low-Energy Electron Diffraction
low-temperature camera

M

macrodefect

macrodefect

magnetic neutron scattering
magnetic scattering length

magnetic symmetry group

map of magnetic moments
density

mapping of phase composition

mass extinction coefficient

measured sphere

meridional divergence

meridional focusing

merohedral group

mesomorphic structure

metal jet X-ray tube

metallic structure

method of one exposition

method of steepest decrease

method of two expositions

methods of crystal structure
analysis

microdefect

microdefect

microfocus

microfocus

Miller indices

Miller symbol

mimetic twin

linedrne skenovanie

kvapalny krystal

lokalna operacia symetrie
Lomerova-Cottrellova dislokacia
usporiadanost’ na dial’ku
parameter usporiadanosti na dial’ku
Lorentzov faktor

Lorentzov bod

malouhlova hranica

LEED

nizkoteplotnd komorka

makrodefekt

porucha, makroskopicka

magneticky rozptyl neutronov

rozptylova dizka magnetického
rozptylu

magneticka grupa

mapa hustoty magnetickych
momentov

mapovanie fazového zlozenia

hmotnostny koeficient zoslabovania

merana gula

meridionalna divergencia

meridionalna fokusacia

meroeédrickd grupa

mezomorfna Struktura

zdroj rtg s kvapalnou anédou

kovova Struktara

metoda jednej expozicie

metoda najstrmsSieho poklesu

metoda dvoch expozicii

metody rieSenia krysStalovej
Struktlry

mikrodefekt

mikroskopicka porucha

mikrofokus

mikroohnisko

Millerove indexy

Millerov symbol

mimeticky zrast
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D2
Al
A3
A6
Al
Al
B3
B3
A6
Cl
D1

A6
A6
Cl
Bl

A3
C2

C3
D4
C2
D3
D3
A3
Al
D4
Al
C5
C2
C5
C2

A6
A6
D4
D4
A2
A2
AS
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26
47
15
16
67
77
49
90
117

51
51
91
57

32
92

105
131
92
125
127
29

132
18
110
97
110
95

51
51
133
133
22
22
41



Anglicko-slovensky index

mirror plane
misfit dislocation

mixed dislocation

modified structure factor

modulated structure

modulus of structure factor

molecular replacement method

monochromatic diffraction method

monochromatic focusing

monochromatization

monochromator

monochromator dispersion

monochromator resolving
power

monoclinic system

mosaic block

mosaic crystal

mosaic structure

Moseley law

multilayer monochromator
multiple diffraction
multiple texture
multiplicity factor
multisolution method

nanocrystal

natural light

nematic liquid crystal

Neumann principle

neutron diffraction

neutron diffraction analysis

neutron diffractometer

neutron radiation

Niggli cell

noncentrosymmetric point group

non-coplanar diffraction

noncrystallographic point group

noncrystallographic symmetry
operation

zrkadlova rovina
dislokacia nezhody,
misfitova dislokacia
zmieSana dislokacia
modifikovany Struktarny faktor
modulovana Struktara
modul Struktarneho faktora
metoda molekularneho nahradenia
monochromaticka difrakéna metoda
monochromaticka fokusacia
monochromatizacia
monochromator
disperzia monochromatora
rozliSovacia schopnost’
monochromatora

monoklinicka sustava,

jednoklonna sustava
mozaikovy blok
mozaikovy krystal
mozaikova Struktira
Moseleyov zakon
multivrstvovy monochromator
viacnasobna difrakcia
viacnasobna textura
faktor nasobnosti
metoda mnohych rieSeni

nanokrystal

prirodzené svetlo

nematicky kvapalny krystal
Neumannov princip

difrakcia neutronov

neutronova difrakéna analyza
neutrénovy difraktometer
neutroénove ziarenie

Niggliho bunka
necentrosymetrickd bodova grupa
nekomplandrna difrakcia
nekryStalografickd bodova grupa
nekryStalografickd operacia symetrie
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A3
A6

A6
C2
Al
B3
C2
Cl
D3
D3
D3
D3
D3

Al

Al
Al
Al
D4
D3
B3
C4
B3
C2

Al
A4
Al
A4
Cl
Cl
D2
D4
Al
A3
B3
A3
A3

28
48

46
94
18
70
99
84
127
124
124
124
124

13

130
126
73
108
67
98

34

33
84
91
118
129
12
29
76
30
25



Anglicko-slovensky index

non-dispersive arrangement
non-focusing arrangement
nonoriented twin
normalized structure factor
N-phase invariant

nuclear neutron scattering
nuclear reactor

nuclear scattering length

obverse setting

occupancy factor
octahedron

OD-structure

ogdohedral group

open crystal form

optic axis

optic direction

optic normal

optical activity

optical character of crystal
optical density

optical rotation

optical sign of crystal
optically anisotropic medium
optically isotropic medium
optimization

order of diffraction

order of structure invariant
ordered crystal

ordered solid solution
ordered structure

ordinary beam

orientation contrast
orientation distribution function
oriented specimen
orthogonal transformation
orthohexagonal cell
orthorhombic system

nedisperzné usporiadanie
nefokusacné usporiadanie
nahodny zrast

normalizovany Struktirny faktor

N-fazovy invariant
jadrovy rozptyl neutrénov
jadrovy reaktor

rozptylova dizka jadrového rozptylu

obverzny vyber
obsadzovaci faktor
oktaéder

OD-S$truktura

ogdoédrické grupa
otvoreny krystalovy tvar
opticka os krystalu

opticky smer

opticka normala

opticka aktivnost’

opticky charakter krystalu
hustota s¢ernania filmu
opticka otacavost’

opticky charakter krysStalu
opticky anizotropné prostredie
opticky izotropné prostredie
optimalizacia

rad difrakcie

rad Struktirneho invariantu
usporiadany krystal
usporiadany tuhy roztok
usporiadana Struktara
riadny luc

orienta¢ny kontrast,
orientacna distribu¢na funkcia
orientovany preparat
ortogonalna transformacia
ortohexagonalna bunka

rombicka sustava, kosoStvorcova
sustava, ortorombicka sustava
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D3
D1
A5
C2
C2
Cl
D4
Bl

Al
Cl
A2
Al
A3
A2
A4
A4
A4
A4
A4
D5
A4
A4
A4
A4
C3
B2
C2
Al
Al
Al
A4
C5
C4
Cl
A3
Al
Al

125
115
40
94
98
91
133
56

14
82
21
17
29
19
36
36
36
39
35
134
39
35
35
35
102
63
98

o0

35
111
107

83

25

12

13



packing factor

pair correlation function
paracrystal

parallel overgrowth

paramagnetic diffuse scattering

partial dislocation

partial radial distribution
function

partial symmetry operation
partially coherent precipitate

particle detector
particle flux density
Patterson function

Patterson function sampling

Patterson map
Patterson methods
Patterson synthesis
peak intensity
peak-to-background ratio
pedion
Pendellosung
penetration depth
penetration twin
perfect dislocation
phase analysis
phase boundary
phase of material
phase of structure factor
phase problem
phase relation
photometric record
photomultiplier
photon flux

photon flux density
physical factor
physical profile

piezoelectric effect
piezoelectric point group

Anglicko-slovensky index

koeficient zaplnenia
parova korelacna funkcia
parakrystal
rovnobezné narastanie
paramagneticky difizny rozptyl
neuplna dislokacia,
parcialna dislokacia
parcialna radialna distribu¢na
funkcia
parcialna operécia symetrie
¢iasto¢ne koherentny precipitat
detektor Castic
hustota toku Castic
Pattersonova funkcia
vzorkovanie Pattersonovej funkcie
Pattersonova mapa
Pattersonove metody
Pattersonova syntéza
vrcholova intenzita
pomer signalu k Sumu
pedion
pendellosung, kyvadlové rieSenie
hibka prieniku Ziarenia
penetracny zrast
uplna dislokacia
fazova analyza
fazovéa hranica
faza latky
faza Struktirneho faktora
fazovy problém
fazova relacia
fotometricky zaznam
fotonasobic
fotonovy tok
hustota fotonového toku
fyzikalny faktor
fyzikalny profil difrak¢nej Ciary,
vlastny profil difrak¢nej Ciary
piezoelektricky jav
piezoelektrickd bodova grupa
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Al
Cl
Al
AS
Bl
A6

Cl

A3
A6
D5
D4
C2
C2
C2
C2
C2
Cl
D5
A2
B3
D4
AS
A6
C3
A6
C3
B3
C2
C2
B2
D5
D4
D4
B3
Cl

A4
A4

15
81

40
57
47

81

26
51
135
128
96
97
96
96
96
88
135
19
73
131
41
47
101
50
101
70
93
98
62
137
128
128
66
88

34
34



Anglicko-slovensky index

pinacoid

plane defect

plane group

plane lattice

plane point group

plane-wave topography

plastic deformation

pleochroism

point atom

point defect

point defect cluster

point detector

point structure

point symmetry operation

point-goup symmetry operation

polar direction

polar point group

polarization factor

polarization of electromagnetic
waves

polarized light

polarizer

polarizing microscope

pole figure

polychromatic diffraction method

polychromatic focusing

polychromatic topography

polycrystalline aggregate

polycrystalline method

polycrystalline substance

polygonization

polymorphic modifications

polymorphism

polysynthetic twin

polytypism

position sensitive detector

positional disorder
powder camera
powder diffractometer

pinakoid

plosna porucha

rovinna grupa

rovinna mriezka

rovinna bodova grupa

dvojkrystalova topografia

plastickd deformacia

pleochroizmus

bodovy atdom

bodova porucha

zhluk bodovych porach

bodovy detektor

bodova Struktara

bodova operacia symetrie

uzavreta operacia symetrie

polarny smer

polarna bodova grupa

polarizaény faktor

polarizacia elektromagnetického
vlnenia

polarizované svetlo

polarizator

polariza¢ny mikroskop

polovy obrazec

polychromatické difrakéna metoda

polychromatické fokusacia

polychromatické topografia

polykrystalicky agregat

polykrystalova metoda

polykrystalicka latka

polygonizacia

polymorfné modifikacie

polymorfizmus

polysynteticky zrast

polytypizmus

polohovo citlivy detektor,
PSD detektor

pozi¢na neusporiadanost’

praskova komorka

praskovy difraktometer,
polykrystalovy difraktometer
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A2
A6
A3
Al
A3
C5
A6
A4
C2
A6
A6
D5
C2
A3
A3
A3
A3
B3
D4

A4
A4
A4
C4
Cl
D3
C5
Al
Cl
Al
A6
Al
Al
A5
Al
D5

Al
Dl
D2

19
49
30

30
112
46
38
95
43
44
137
95
27
26
29
29
67
130

34
37
37
106
84
127
111

86

50
16
16
41
17
137

114
118



Anglicko-slovensky index

powder method
powder specimen
p-polarization
precession camera
precession method
precipitate

preferred orientation
Preston camera
primary beam stop
primary beam trap
primary extinction
primary radiation
primitive unit cell
prism

profiling of phase composition
projection point
projection sphere
projection topography
proper rotation

proportional counter

PSD

pseudosymmetry
puls-height analyser
pumped X-ray tube
pyramid

pyritohedron

pyroelectric effect
pyroelectric point group
qualitative phase analysis
quantitative phase analysis
quasicrystal
quasi-forbidden diffraction
quenching circuit

R value field

racemic twin

Rachinger procedure
radial atomic density
radial distribution function
radiant power

praskova metdda
praskovy preparat
p-polarizacia
precesna komorka
precesna metoda
precipitat
prednostna orientacia
Prestonova komorka
lapa¢ primarneho zviazku
lapac¢ priméarneho zvézku
primarna extinkcia
primarne Ziarenie
primitivna zakladné bunka
prizma
profilovanie fazového zlozenia
projekény bod
projekcéné gula
projek¢na topografia
vlastna rotacia,

vlastna operacia symetrie
proporcionalny detektor
PSD detektor
pseudosymetria
amplitidovy analyzator
cerpand rtg lampa
pyramida
pentagondodekaéder
pyroelektricky jav
pyroelektrickd bodova grupa
kvalitativna fadzova analyza
kvantitativna fdzové analyza
kvazikrystal
takmer zakazana difrakcia
zhaSaci obvod

mapa R-faktorov

racemicky zrast
Rachingerova procedira
radialna atdbmova hustota
radialna distribu¢na funkcia
ziarivy tok, Ziarivy vykon
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Cl
Cl
D4
D2
Cl
A6
C4
D1
D1
D1
B3
Bl
Al
A2
C3
A2
A2
C5
A3

D5
D5
A3
D5
D4
A2
A2
A4
A4
C3
C3
Al
B3
D5

C2
AS
Cl
Cl
Cl
D4

86
83
130
123
85
51
106
116
114
114
72
52
12
20
105
23
23
112
26

136
137
25
136
132
20
21
33
33
101
101

69
136

100
42
89
81
81

128



radiation defect
radiation intensity
radiation scattering
radius of goniometer
Rayleigh scattering
real crystal
receiving slit
reciprocal lattice
reciprocal space
reciprocal space map
reciprocal vectors
reduced cell
reference database
reference mixtures method
reflection

reflection

reflection conditions

reflection curve

reflection geometry

Reflection High-Energy
Electron Diffraction

refraction

refractive index

relative integral intensity

Renninger effect

Renninger scan

renormalization of structure
factors

residual stress

residual stress of type I.

residual stress of type II.

residual stress of type III.

resolving power of detector

restrained refinement

reticular density

reticulography

reverse setting

R-factor

rhombohedral unit cell

rhombohedron

Anglicko-slovensky index

radiacna porucha

intenzita ziarenia

rozptyl Ziarenia

polomer goniometra

Rayleighov rozptyl

realny krystal

Strbina detektora

reciprokd mriezka

reciproky priestor

mapa reciprokého priestoru

reciproké vektory

redukovand bunka

referencné databéaza

metoda referencnych zmesi

reflexia (difrakcia)

reflexia, zrkadlenie (operacia
symetrie)

reflexné podmienky

reflexnd krivka

reflexné usporiadanie

RHEED

lom svetla

index lomu

relativna integralna intenzita

Renningerov jav

Renningerov sken

renormalizacia Struktirnych
faktorov

zvySkové napitie

zvySkové napitie 1. druhu

zvySkové napitie II. druhu

zvySkové napitie I11. druhu

rozliSovacia schopnost’ detektora

spresiiovanie s ohrani¢enim
retikularna hustota
retikulografia

reverzny vyber

R-faktor

romboédricka zakladna bunka,

romboéder
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A6
D4
Bl
D2
Bl
Al
D2
Al
Al
D2
Al
Al
C3
C3
B2
A3

B3
B3
B3
Cl

A4
D4
Cl
B3
B3
C2

C5
C5
C5
C5
D5
C2
Al
C5
Al
C2
Al
A2

44
128
52
120
54

120
14
14

122
14
12

101

104
60
27

68
79
75
90

34
128
88
74
74
94

109
109
109
109
135
100
11
113
14
100
12
20



Anglicko-slovensky index

Rietveld method Rietveldova metoda Cc2 99
Rietveld quantitative analysis rietveldovska kvantitativna analyza  C3 105
ring fibre texture prstencova vlaknova textura C4 107
rocking curve difrakénd krivka B3 79
rocking curve imaging sekven¢nd topografia C5 112
rod, column stipec Al 6
rolling texture valcovacia textira C4 108
Ross-filter Rossova filtracia, Rossov filter, D4 132
rotating anode X-ray tube lampa s rotujicou an6dou D4 132
rotating crystal method metoda otacaného krystalu Cl 85
rotation otocenie A3 27
rotation rotacia A3 27
rotation axis rotacna os A3 28
rotoinversion rotoinverzia A3 27
rotoinversion axis rotoinverzna os A3 28
rotoreflection rotoreflexia A3 27
row lattice priamkovéa mriezka Al 9
S
sagittal divergence sagitalna divergencia D3 125
sagittal focusing sagitalna fokusacia D3 127
sample vzorka Cl 83
sample centring centrovanie vzorky D1 114
sample changer menic¢ vzoriek D2 122
sample holder drziak vzorky D1 114
sample spiner rotacny drziak vzorky D1 114
satelite peak satelitné maximum c2 97
scale factor Skalovaci faktor c2 93
scalenohedron skalenoéder A2 20
scan sken D2 121
scan (6-26) skenovanie (6-26) D2 122
scan (6-0) skenovanie (6-6) D2 122
scanning skenovanie, snimanie D2 121
scattered radiation rozptylené Ziarenie B1 52
scattering amplitude amplitida rozptylu Bl 53
scattering angle rozptylovy uhol B2 61
scattering centre rozptylové centrum Bl 52
scattering length rozptylova dizka Bl 53
scattering plane rozptylova rovina B2 60
scattering vector rozptylovy vektor B2 61
Schottky defect Schottkyho porucha A6 43
Schottky disorder Schottkyho neusporiadanost’ A6 44
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Anglicko-slovensky index

scintillation detector

SCrew axis

screw dislocation

sealed X-ray tube

second position

secondary extinction
second-sort symmetry operation
section topography
Seemann-Bohlin camera
Seemann-Bohlin goniometer
Selected Area Electron Diffraction
self disorder

self interstitial

semiconductor counter

semiquantitative phase analysis

sequential topography

set of lattice lines

set of lattice planes

sharpened Fourier map

sharpened Patterson function

Shockley dislocation

short range order

short range order parameter

short-wavelength limit

Shubnikov space group

simple fibre texture

single axis texture

single crystal

single crystal diffractometric
method

single crystal method

single symmetry operation

single-crystal diffractometer

single-wave approximation

SIRAS method

site multiplicity

site symmetry

site symmetry group

slip

slip band

scintilacny detektor

skrutkova os

skrutkova dislokacia

zatavena rtg lampa

druh¢ postavenie

sekundarna extinkcia

operacia symetrie 2. druhu

sek¢nd topografia

Seemannova-Bohlinova komdrka

Seemannov-Bohlinov goniometer

SAED

vlastna neusporiadanost’,
intrinzicka neusporiadanost’

vlastny intersticial

polovodicovy detektor

semikvantitativna fazova analyza

sekven¢na topografia

osnova mriezkovych priamok

osnova mriezkovych rovin

zostrena Fourierova mapa

zostrena Pattersonova funkcia

Shockleyho dislokacia

usporiadanost’ nablizko

parameter usporiadanosti nablizko

kratkovlnna hranica

Subnikovova grupa

jednoducha vlaknova textura

jednoosova textira

monokrystal

monokrystalova difraktometricka
metoda

monokrystalova difrakéna metoda

jednoducha operacia symetrie

monokryStalovy difraktometer

jednovlnova aproximacia

metoda SIRAS

nasobnost’ polohy

symetria polohy

grupa symetrie polohy

sklz

sklzovy pas
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D5
A3
A6
D4
Al
B3
A3
C5
D1
D2
Cl
A6

A6
D5
C3
C5
Al
Al
C2
C2
A6
Al
Al
D4
A3
C4
C4
Cl
Cl

Cl
A3
D2
B3
C2
A3
A3
A3
A6
A6

137
28
45

132
13
73
26

112

116

121
89
44

43
137
105
112

10

11

94

96

47

15

16
129

32
107
107

83

86

84
26
118
77
99
31
31
31
46
48



Anglicko-slovensky index

slip plane

slip system

small angle camera

small angle diffraction

small angle scattering

small angle X-ray scattering
(SAXS)

small anglle neutron scattering
(SANS)

smectic liquid crystal

Snoek atmosphere

Snoek atmosphere

solid solution

Soller slit

space group

space lattice

space-group symbol

space-group symmetry operation

spallation neutron source

spatial resolution

special position

special position

special synthesis

specimen

sphenoid

spherical projection

spin incoherence

spiral fibre texture

splitted dislocation

s-polarization

spotty diffraction line

stacking fault

stair-rod dislocation

standard

standardless method

step scan

stereographic projection

strain texture

Straumanis film loading

structural motif

structure amplitude

sklzova rovina

sklzovy systém

malouhlova komorka
malouhlova difrakcia
malouhlovy rozptyl
malouhlovy rozptyl rtg Ziarenia

malouhlovy rozptyl neutronov

smekticky kvapalny krystal
Snoekova atmosféra
Snoekov oblak

tuhy roztok

Sollerova clona

priestorova grupa

priestorova mriezka

symbol priestorovej grupy
otvorend operacia symetrie
spala¢ny zdroj neutrénov
priestorové rozliSenie detektora
Specialna poloha (na projekcii)
Specialna poloha (v Strukture)
Specialna syntéza

vzorka, preparat

sfenoid

gulova projekcia

spinovéa inkoherencia
Spiralova vlaknova textira
rozStiepend dislokacia
s-polarizacia

Skvrnita difrakénd Ciara
vrstevna chyba

kutova dislokacia

Standard

metoda bez Standardu
krokové skenovanie
stereograficka projekcia
deformacna textura
Straumanisovo uloZenie filmu
Struktirny motiv

Struktirna amplituda
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A6
A6
D1
Cl
Cl
Cl

Cl

Al
A6
A6
Al
D2
A3
Al
A3
A3
D4
D5
A2
A3
C2
Cl
A2
A2
Bl
C4
A6
D4
Cl
A6
A6
C3
C3
D2
A2
C4
DI
Al
B3

46
48
116
86
87
87

87

49
49

119
30

30
27
133
135
24
31
93
83
19
23
57
107
47
130
87
50
47
102
104
121
23
108
115
10
70



Anglicko-slovensky index

structure analysis
structure defect
structure factor
structure fragment
structure model
structure of matter
structure parameter
structure seminvariant
sublattice
substitutional atom
substitutional disorder
substitutional solid solution
supergroup

superlattice

superposition method

superstructure

symmetric Bragg monochromator

symmetric Laue monochromator

symmetrical diffraction

symmetry

symmetry element

symmetry group

symmetry group of physical
property

symmetry operation

symmetry subgroup
symorphic group
synchrotron
synchrotron radiation
synchrotron topography
systematic extinction

Takagi equations
temperature factor
temperature parameter
tetartohedral grou
tetartoid

tetragonal system

Strukturna analyza
Strukturna porucha
Strukturny faktor
Struktarny fragment
model Struktary
Struktura latky
Struktirny parameter
Strukturny seminvariant
podmriezka
substitu¢ny atdém
substitu¢na neusporiadanost’
substitu¢ny tuhy roztok
supergrupa symetrie,
nadgrupa symetrie
nadmriezka
superpozi¢na metoda
superstruktara
symetricky Braggov monochromator
symetricky Laueho monochromator
symetricka difrakcia
symetria, sumernost’
prvok symetrie
grupa symetrie
grupa symetrie fyzikéalnej vlastnosti

operacia symetrie,
operacia simernosti
podgrupa symetrie
symorfna grupa
synchrotron
synchrotrénové Ziarenie
synchrotronovéa topografia
systematické vyhasinanie

Takagiho rovnice
teplotny faktor
teplotny parameter
tetartoédricka grupa
pentagoén-tri tetraéder
tetragondlna sustava,
Stvorcova sustava
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Cl
A6
B3
C2
C2
Al
Cl
C2
Al
A6
Al
Al
A3

Al
C2
Al
D3
D3
B3
A3
A3
A3
A4

A3

A3
A3
D4
D4
C5
B3

C5
B3
B3
A3
A2
Al

81
43
70
95
95

81
98
10
44

28

10
97
18
125
125
75
25
28
28
33

25

28
32
133
133
113
68

113
69
69
29
22
13



tetrahedron
tetrahexahedron

texture

texture axis

texture cradle

texture goniometer
texture type

thermal diffuse scattering
theta-theta goniometer
third position

Thomson formula
Thomson scattering
Thomson scattering length
tie point

tilt boundary

topogram

topological order

total cross-section

total symmetry operation
transformation twin
translation group
transmission curve
transmission geometry
trapezohedron
trapezohedron

trial and error method
triclinic system

trigonal system

trisoctahedron
tristetrahedron

tube target

twin

twin by merohedry

twin by pseudomerohedry
twin law

twin operation

twinning
twinning plane

Anglicko-slovensky index

tetraéder

tetrahexaéder

textlra

os textury

texturna hlavica

textirny goniometer

typ textary

tepelny difuzny rozptyl

theta-theta goniometer

tretie postavenie

Thomsonov vztah

Thomsonov rozptyl

Thomsonova rozptylova dizka

uzlovy bod

naklonova hranica

topogram

topologické usporiadanost’

celkovy U¢inny prierez

totalna operacia symetrie

transformacny zrast

translacna grupa

transmisna krivka

transmisné usporiadanie

tetragon-tri oktaé¢der

trapezoéder

metoda skisania a chyb

triklinicka sustava,
trojklonna sustava

trigondlna ststava, trojuholnikova
sustava, romboédricka sustava

trigbn-tri oktaéder

trigdn-tri tetraéder

terCik rtg lampy

dvojca

meroédricky zrast

pseudomeroédricky zrast

zrastovy zakon

zrastova operacia,
operacia dvojCatenia

dvojcCatenie

rovina dvoj¢atenia
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A2
A2
C4
C4
D2
D2
C4
Bl
D2
Al
B3
Bl
Bl
B3
A6
C5
Al
Bl
A3
AS
A3
B3
B3
A2
A2
C2
Al

Al

A2
A2
D4
AS
AS
AS
AS
AS

AS
AS

21
21
106
106
122
121
106
55
120
13
66
54
55
78
49
110
15
54
25
42
30
80
74
21
20
99
13

13

21
22
132
40
41
41
41
40

40
41



twist boundary
two-wave approximation
two-wave dispersion surface

undulose extinction
uniaxial crystal

unique direction

unique polar axis

unit cell

unitary structure factor
universal structure invariant
unpolarized light

vacancy
vacuum camera

van Arkel film loading
vector methods

vector space

vertical goniometer

Voigt principle

Volterra dislocation

volume defect

volumic mass, density

von Hamos monochromator
wave coherence

wave vector

weak dispersive arrangement
weighted reciprocal lattice
Weissenberg goniometer
Weissenberg method
weissenbergogram
Wigner-Seitz cell

Wilson plot

Wulff net

Wyckoff position

Wyckoff letter

X-ray diffraction

X-ray film

X-ray photon

X-ray radiation

Anglicko-slovensky index

skrutova hranica
dvojvlnova aproximacia
dvojvlnova disperzna plocha

undul6zne zh4Sanie

opticky jednoosovy krystal
jedine¢ny smer

jedinecnd poléarna os
zékladna bunka

jednotkovy Struktarny faktor

univerzalny Struktirny invariant

nepolarizované svetlo

vakancia

vakuova komorka

van Arkelovo uloZenie filmu
vektorové metody
vektorovy priestor
vertikalny goniometer
Voigtov princip

Volterrova dislokacia
objemova porucha
objemova hmotnost’

von Hamosov monochromator
koherencia vin

vlnovy vektor

slab¢é disperzné usporiadanie
vazena reciproka mriezka
Weissenbergov goniometer
Weissenbergova metdda
weissenbergogram
Wignerova-Seitzova bunka
Wilsonov graf

Waulffova siet’

Wyckoffova poloha
Wyckoffov symbol
difrakcia rtg Ziarenia
rontgenovy film

foton rontgenového ziarenia
rontgenove Ziarenie
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A6
B3
B3

A4
A4
A3
A3
Al
C2
C2
A4

A6
D1
D1
C2
C2
D2
A4
A6
A6
Cl
D3
B2
B2
D3
B3
D2
Cl
Cl
Al
C2
A2
A3
A3
Cl
D5
D4
D4

50
78
77

38
36
29
29
12
94
98
34

43
117
115

96

96
120

33

47

51

81
127

59

60
126

68
123

85

85

12

94

24

31

31

84
134
129
129



X-ray standing wave
X-ray tube

X-ray tube focus
X-ray tube window
X-rays absorption
zone

zone axis

w-scan

Anglicko-slovensky index

stojatd vlna rtg Ziarenia

rontgenova trubica,
rontgenova lampa

ohnisko rtg lampy

okienko rtg lampy

absorpcia rtg ziarenia

zOna

0s zony

w-skenovanie

207

B3
D4

D4
D4
D4
A2
A2
D2

80
132

132
133
131
22
22
122
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